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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

INTERNATIONAL SPECIAL COMMITTEE ON RADIO INTERFERENCE

INDUSTRIAL, SCIENTIFIC AND MEDICAL EQUIPMENT —
RADIO-FREQUENCY DISTURBANCE CHARACTERISTICS —
LIMITS AND METHODS OF MEASUREMENT

FOREWORD

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardizationncomprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC.is| to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications,
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafteryreferred to as “IEC
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC Natignal/Committee interested
in the subject dealt with may participate in this preparatory work. Internatiopal, 'governmental and non-
governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely
with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance_with conditions determined by
agreement between the two organizations.

2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters expresspas.nearly as possible, an international
consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all
interested IEC National Committees.

3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National
Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC
Publications is accurate, IEC cannot be held responsibleyfor the way in which they are used or for any
misinterpretation by any end user.

4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications
transparently to the maximum extent possible in¢their national and regional publications. Any divergence
between any IEC Publication and the correspondin@jnational or regional publication shall be clearly indicated in
the latter.

5) IEC itself does not provide any attestatiopyof,/conformity. Independent certification bodies provide conformity
assessment services and, in some areas, ‘access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any
services carried out by independent certification bodies.

6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.

7) No liability shall attach to IEC oc\its directors, employees, servants or agents including individual experts and
members of its technical comniittees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or
other damage of any nature, Whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
expenses arising out of_the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC
Publications.

8) Attention is drawmto the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is
indispensable for the correct application of this publication.

9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

This ‘consolidated version of the official IEC Standard and its amendments has been
prepared for user convenience.

CISPR 11 edition 6.2 contains the sixth edition (2015-06) [documents CISPR/B/628/FDIS
and CISPR/B/631/RVD], its amendment 1 (2016-06) [documents CISPR/B/627/CDV and
CISPR/B/639A/RVC] and its amendment 2 (2019-01) [documents CIS/B/715A/FDIS and CIS/

B/ MI/IRKVD].

In this Redline version, a vertical line in the margin shows where the technical content is
modified by amendments 1 and 2. Additions are in green text, deletions are in
strikethrough red text. A separate Final version with all changes accepted is available in
this publication.
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International Standard CISPR 11 has been prepared by CISPR Subcommittee B: Interference
relating to industrial, scientific and medical radio-frequency apparatus, to other (heavy)
industrial equipment, to overhead power lines, to high voltage equipment and to electric
traction.

This sixth edition introduces and permits type testing on components of power electronic
equipment, systems and installations. Its emission limits apply now to low voltage (LV) a.c.
and d.c. power ports, irrespective of the direction of power transmission. Several limits were
adapted to the practical test conditions found at test sites. They are also applicable now tg
power electronic ISM RF equipment used for wireless power transfer (WPT), for instant power
supply and charging purposes. The limits in the range 1 GHz to 18 GHz apply now to CW-type
disturbances and to fluctuating disturbances in a similar, uniform and technology-neutraliway.
For these measurements, two alternative methods of measurement are available, the
traditional log-AV method and the new APD method.

For measurements at LV d.c. power ports of power electronic equipment, a modern
implementation of the 150 Q Delta-network specified in CISPR 16-1-2|/has been made
available.

This International Standard CISPR 11 has the status of a Product~Family EMC standard in
accordance with IEC Guide 107, Electromagnetic compatibility’~ Guide to the drafting of
electromagnetic compatibility publications (2014).

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

The committee has decided that the contents of the/base publication and its amendments will
remain unchanged until the stability date.\indicated on the I|IEC web site under
"http://webstore.iec.ch” in the data related te”/the specific publication. At this date, the
publication will be

e reconfirmed,
e withdrawn,
e replaced by a revised edition, or

e amended.

IMPORTANT — The 'cofour inside' logo on the cover page of this publication indicates
that it contains, “colours which are considered to be useful for the correct
understanding, efits contents. Users should therefore print this document using a
colour printer-
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The main content of this standard is based on CISPR Recommendation No. 39/2 given below:

RECOMMENDATION No. 39/2

oot et te T o troY

of industrial, scientific and medical (ISM) radio-frequency equipment
The CISPR

CONSIDERING
a) that ISM RF equipment is an important source of disturbance;

b) that methods of measuring such disturbances have been prescribed by the CISRR;

c) that certain frequencies are designated by the International Telecommunication Union
(ITU) for unrestricted radiation from ISM equipment,

RECOMMENDS

that the latest edition of CISPR 11 be used for the application efi\limits and methods of
measurement of ISM equipment.
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INTRODUCTION
This CISPR publication contains, amongst common requirements for the control of RF

disturbances from equipment intended for use in industrial, scientific, and medical electrical
applications, specific requirements for the control of RF disturbances caused by ISM RF

applications In the meaning of the definition of the International Telecommunication Union
(ITU), see also Definition 3.13 in this International Standard. CISPR and ITU share their
responsibility for the protection of radio services in respect of the use of ISM RF applications.

The CISPR is concerned with the control of RF disturbances from ISM RF applications. ©y
means of an assessment of these disturbances either at a standardised test site or, for lan
individual ISM RF application which cannot be tested at such a site, at its place of operation.
Consequently, this CISPR Publication covers requirements for conformity assessment of both,
equipment assessed by means of type tests at standardised test sites or of~individual
equipment under in situ conditions.

The ITU is concerned with the control of RF disturbances from ISM RF.'applications during
normal operation and use of the respective equipment at its place- of operation (see
Definition 1.15 in the ITU Radio Regulations). There, use of_%adio-frequency energy
decoupled from the ISM RF application by radiation, inductiong0r capacitive coupling is
restricted to the location of that individual application.

This CISPR publication contains, in 6.3, the essential) emission requirements for an
assessment of RF disturbances from ISM RF applications-at standardised test sites. These
requirements allow for type testing of ISM RF applications operated at frequencies up to
18 GHz. It further contains, in 6.4, the essential{ emission requirements for an in situ
assessment of RF disturbances from individual ISMyRF applications in the frequency range up
to 1 GHz. All requirements were established (in,'close collaboration with the ITU and enjoy
approval of the ITU.

However, for operation and use of several types of ISM RF applications the manufacturer,
installer and/or customer should be aware of additional national provisions regarding possible
licensing and particular protection. needs of local radio services and applications. Depending
on the country concerned, such" additional provisions may apply to individual ISM RF
applications operated at frequencies outsides designated ISM bands (see Table 1). They also
may apply to ISM RF applications operated at frequencies above 18 GHz. For the latter type
of applications, local protection of radio services and appliances requires an accomplishment
of the conformity assessment by application of the relevant national provisions in the
frequency range abeve 18 GHz in accordance with vested interests of the ITU and national
administrations. These additional national provisions may apply to spurious emissions,
emissions appedring at harmonics of the operation frequency, and to wanted emissions at the
operation frequency allocated outside a designated ISM band in the frequency range above
18 GHz.

Recommendations of CISPR for the protection of radio services in particular areas are found
inAgriex E of this International Standard.

Definition 1.15 of the ITU Radio Regulations reads as follows:

1.15 industrial, scientific and medical (ISM) applications (of radio frequency energy):

Operation of equipment or appliances designed to generate and use locally radio frequency
energy for industrial, scientific, medical, domestic or similar purposes, excluding applications
in the field of telecommunications.

[ITU Radio Regulations Volume 1: 2012 — Chapter |, Definition 1.15]
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Introduction to Amendment 1
This Amendment introduces the fully-anechoic room (FAR) for measurements of the

disturbance field strength in the range 30 MHz to 1 GHz on equipment in the scope of
CISPR 11.

It contains the complete set of requirements for measurement of radiated disturbances from
equipment fitting into the validated test volume of a given FAR. It specifies a separation

distance of 3 m and restricts use of the FAR to measurements on table-top equipment. N
>
At the moment the FAR can be used: (1/
e for measurements on table-top equipment fitting into the validated test volume o&@given
FAR,
X
o for a separation distance of 3 m only, and ,\CO
e if the FAR was validated according to CISPR 16-1-4. \(],Q
The limits for class A and class B group 1 equipment in this CDV on the limits in the
generic emission standards IEC 61000-6-3:20 D 1 (2010) and

were derived using the same approximation formula as used n deriving the limits for the
generic emission standards in mid of the years 2000 to 20;2@ ISPR/H/104/INF, published in
2005, gives detailed explanations how these limits for the were derived.

IEC 61000-6-4:2006/AMD 1 (2010). The limits for class A an?x: ss B group 2 equipment

More detailed background information is still found'@@fSPR/B/GZ?/CDV.

CISPR/B WGL1 in October 2015 C)\
S

N

Introduc@ to the Amendment 2

This AMD 2 combines the c s\ents of two fragments which have been circulated as
CIS/B/688/CDV (f2) and CIS/@ 7/CDV (f3).

Fragment 2: Requirement§’for semiconductor power converters (SPC)

CISPR 11 Ed. 6. 1 \éds to be supplemented with further information for full inclusion of type
test requweme% for SPCs specified hereafter. These requirements apply only to the
following type€_(b equipment:

a) pow‘a%nversmn equipment intended for assembly into photovoltaic power generating
sy, s, such as grid connected power converters (GCPCs) and d.c. to d.c. converters,
b) ©PCs intended for assembly into energy storage systems.

écﬁ?‘gment 3: Improvement of repeatability for measurements in the frequency range 1-18 GHz
Q Based on the comments from the National Committees on CIS/B/662/DC, CIS/B/WGL1 decided

on its mm:ting in Hang7hm| 2016 to amend the test prnr‘pdnrp for group 2 nqnipmnnf in the

N

2

frequency range 1 to 18 GHz for the following reasons:

a) CISPR 11 allows final measurements on group 2 equipment operating at frequencies
above 400 MHz with two different weighting functions, the traditional “LogAV detector”
with a video bandwidth of 10 Hz and the new APD method, where the Amplitude
Probability Distribution is evaluated.

With the alignment of emission requirements for sources of fluctuating emissions with those
generating CW-type emissions (Fraction 4 of the last general maintenance of CISPR 11) for
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most of the frequency range 1 to 18 GHz the peak detector is used mostly for preliminary
measurements, while the number of final measurements with the LogAV detector has been
increased from 2 frequencies to max. 7 frequencies.

In parallel, with fraction 3, the APD detector has been introduced, but only with the

&S

traditiomat 2 fimal fTequencies (one 1T e Tange L GHZ (0 2.4 GHZ and Omne 1T e Tange
2,5 GHz to 18 GHz).

N

2

The number of final frequencies to be measured should be aligned for both weightingkq

functions. Q

b) During practical measurements cases have been observed, where the critical fr ncy
changed between preliminary and final measurement by more than 5 MHz. The ge of
10 MHz for weighted measurements (x5 MHz from highest peak emissi seems
therefore not always to be sufficient. X

©

An extension of this frequency range seems advisable and could increase }I@%peatability.

In the range 11,7 to 12,7 GHz, an EUT fails immediately if one p @exceeds the limit of
73 dB[pV/m]. Observations on a big number of different microwayv ens have shown that
during the final measurement (at least 2 min) such peaks may o ?r“very seldom, and with a
very short duration, and an estimated overall duration of less tp\ﬁ_r) 1 % of the measuring time.

A state-of-the-art digital communication service shoul%(aé able to tolerate such peaks.
Meanwhile, in countries where broadcasting systems,N\yhich are already standardized and
widely spread and is difficult to avoid disturban Q-by such peaks, are under operation,
additional limits could be separately introduced a%écessary.

\

c) The repeatability of the peak measurem rG)on microwave ovens is poor. Moreover, the
sheer height of the highest peak emjssion, without information on its duration and
repetition rate, provides very limited iQormation on the real disturbance potential.

<V

Measurements with both of the wei ﬁ%g methods have a significantly better repeatability and
should, by their physical nature, a better judgement for the disturbing potential of the
EUT on digital radio services. Q:\

d) The conditions for preli ’ﬁﬁ\gry and final measurements became ambiguous in Edition 6.0
(CISPR 11:2015), pargicularly regarding the required test time. Furthermore, it has been
found that, in some.gases, a duration of 20 s for the preliminary peak measurement may
not be enough. K@further increase the repeatability, WG1 decided not to divide the peak
measurements,lanymore into preliminary and final measurements, but to require a 2-
minute ma Q&d peak measurement at every azimuth.

CISPR SC{B'WG1 agreed to present the following proposals to the National Committees:

1) Dg? the same 7 final frequency ranges for the APD method as already defined for the

Q‘ V method (detector).
Q, xtend the frequency range for the final weighted measurement to 20 MHz.

or the APD method this would mean to measure on 5 final frequencies, the critical frequency
itself, +/- 5 MHz and +/- 10 MHz.

For the LogAV detector, the requirement remains to perform for the final measurements at
least 5 consecutive sweeps in max hold mode. The test time increases accordingly, and
coverage of the fluctuations is the same as before.

3) Change the peak limit in Table 13 to a constant value of 70 dB[uV/m] throughout the
frequency range and replace the requirement of a final peak measurement in the range
11,7 GHz to 12,7 GHz by a requirement of an additional weighted measurement at the
frequency of the highest peak emission in this range. This may lead to a maximum of
8 final weighted measurements.
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4) Discard the distinction between preliminary and final peak measurements and make
instead the peak measurements on all azimuths for 2 minutes.
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INDUSTRIAL, SCIENTIFIC AND MEDICAL EQUIPMENT —
RADIO-FREQUENCY DISTURBANCE CHARACTERISTICS —
LIMITS AND METHODS OF MEASUREMENT

1 Scope

This International Standard applies to industrial, scientific and medical electrical equipment
operating in the frequency range 0 Hz to 400 GHz and to domestic and similar appliances
designed to generate and/or use locally radio-frequency energy.

This standard covers emission requirements related to radio-frequency (RF) disturbances in
the frequency range of 9 kHz to 400 GHz. Measurements need only /e performed in
frequency ranges where limits are specified in Clause 6.

For ISM RF applications in the meaning of the definition found in th&.¥TU Radio Regulations
(see Definition 3.13), this standard covers emission requirementsytelated to radio-frequency
disturbances in the frequency range of 9 kHz to 18 GHz.

NOTE Emission requirements for induction cooking appliances are speéified in CISPR 14-1 [1]1.

Requirements for ISM RF lighting equipment and UVhirradiators operating at frequencies
within the ISM frequency bands defined by the ITUNMRadio Regulations are contained in this
standard.

Equipment covered by other CISPR produ¢t and product family emission standards are
excluded from the scope of this standard.

2 Normative references

The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and
are indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For
undated references, the,*latest edition of the referenced document (including any
amendments) applies.

CISPR 16-1-1:2010; Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus
and methods ~'Part 1-1: Radio disturbance and immunity measuring apparatus — Measuring
apparatus

CISPR 16-1-1:2010/AMD 1:2010

CISPR 16-1-1:2010/AMD 2:2014

CISPR 16-1-2:2014, Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus
and methods — Part 1-2: Radio disturbance and immunity measuring apparatus — Coupling
devices for conducted disturbance measurements

CISPR 16-1-4:2010, Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus

and methods — Part 1-4: Radio disturbance and immunity measuring apparatus — Antennas
and test sites for radiated disturbance measurements
CISPR 16-1-4:2010/AMD 1:2012

1 Figures in square brackets refer to the Bibliography.
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CISPR 16-2-1:2014, Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus
and methods — Part 2-1: Methods of measurement of disturbances and immunity — Conducted
disturbance measurements

CISPR 16-2-3:2010, Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus

angmethods — Part 2-37 Methods of Measurenment of aiSturtances and mmmurity — Radiated
disturbance measurements

CISPR 16-2-3:2010/AMD 1:2010

CISPR 16-2-3:2010/AMD 2:2014

CISPR 16-4-2:2011, Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus
and methods - Part 4-2: Uncertainties, statistics and limit modelling - Measuring
instrumentation uncertainty

CISPR 16-4-2:2011/AMD 1:2014

IEC 60050-161:1990, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) ~— Chapter 161:
Electromagnetic compatibility

IEC 60601-1-2:2014, Medical electrical equipment — Part 1-2: Generakrequirements for basic
safety and essential performance — Collateral standard: Electromagnetic disturbances -
Requirements and tests

IEC 60601-2-2:2009, Medical electrical equipment — Part 2-2:" Particular requirements for the
basic safety and essential performance of high frequerncy surgical equipment and high
frequency surgical accessories

IEC 60974-10:2014, Arc welding equipment — Rart 10: Electromagnetic compatibility (EMC)
requirements

IEC 61307:2011, Industrial microwave-<heating installations — Test methods for the
determination of power output

IEC 62135-2:2007, Resistance welding equipment — Part 2: Electromagnetic compatibility
(EMC) requirements

ITU Radio Regulations (2012), Radio regulations, Volume 3 - Resolutions and
recommendations, Resolution no. 63 (available at http://www.itu.int/pub/R-REG-RR-2012)

3 Terms and-definitions

For the purposes of this document, the terms and definitions given in IEC 60050-161, as well
as the following, apply.

3.k

a{C. mains power port

port used to connect to a public low voltage a.c. mains power distribution network or other low
voltage a.c. mains installation

3.2

arc welding equipment

equipment for applying current and voltage and having the required characteristics suitable
for arc welding and allied processes
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3.3

artificial mains network

AMN

network that provides a defined impedance to the EUT at radio frequencies, couples the
disturbance voltage to the measuring receiver and decouples the test circuit from the supply

mains

Note 1 to entry: There are two basic types of AMN, the V-network (V-AMN) which couples the unsymmetrical
voltages, and the Delta-network which couples the symmetric and the asymmetric voltages separately.

Note 2 to entry: The terms line impedance stabilization network (LISN) and V-AMN are used interchangeably.

3.4

boundary of the equipment under test

imaginary straight line periphery describing a simple geometric configuration eneompassing
the equipment under test

Note 1 to entry: All interconnecting cables are included within this boundary.

3.5

component

product which serves a specific function or functions and which is intended for use in a higher
order assembled equipment or system

3.6

d.c. artificial network

artificial d.c. network

DC-AN

artificial network that provides defined terminatiop to the EUT’s d.c. power port under test
while also providing the necessary decoupling. from conducted disturbances originating from
the laboratory d.c. power source or from the foad

3.7

d.c. power port

port used to connect to a low voltage d.c. power generating system or energy storage, or to
another source/load

Note 1 to entry: Such a system-may be for example a photovoltaic or a fuel cell power generating system, or also
a battery.

3.8

electro-dischargé/machining (EDM) equipment

EDM equipment

all the necessary units for the spark erosion process including the machine tool, the
generator, ‘eontrol circuits, the working fluid container and integral devices

3.9

electromagnetic radiation

1) phenomenon by which energy in the form of electromagnetic waves emanates from a
source into space

2) energy transferred through space in the form of electromagnetic waves

Note 1 to entry: By extension, the term "electromagnetic radiation" sometimes also covers induction phenomena.

[SOURCE: IEC 60050-161:1990, 161-01-10]
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3.10

equipment for resistance welding and allied processes

all equipment associated with carrying out the processes of resistance welding or allied
processes consisting of e.g. power source, electrodes, tooling and associated control
equipment, which may be a separate unit or part of a complex machine

3.11

grid connected power converter

GCPC

power converter connected to an a.c. mains power distribution network or other a.c. mains
installation and used in a power generating system

3.12

high power electronic system and equipment

one or more semiconductor power converters with a combined rated power ‘greater than
75 kVA, or an equipment containing such converters

Note 1 to entry: Examples of such high power electronic equipment are semiconductor power converters for
application in UPS (Uninterruptible Power Systems) and PDS (Power Drive Systems),

3.13

industrial, scientific and medical (ISM) applications (of radig-frequency energy)

ISM applications (of radio frequency energy)

operation of equipment or appliances designed to generaté -and use locally radio frequency
energy for industrial, scientific, medical, domestic or similar purposes, excluding applications
in the field of telecommunications

Note 1 to entry: Typical applications are the production ‘ef) physical, biological, or chemical effects such as
heating, ionisation of gases, mechanical vibrations, hair,\removal, acceleration of charged particles. A non-
exhaustive list of examples is given in Annex A.

[SOURCE: ITU Radio Regulations Volumie 1: 2012 — Chapter I, Definition 1.15]

3.14

ISM RF equipment and appliances

equipment or appliances designéd to generate and/or use locally radio-frequency energy for
industrial, scientific, medical,“domestic or similar purposes, excluding applications in the field
of telecommunications andtinformation technology and other applications covered by other
CISPR publications

Note 2 to entry: The, abbreviation “ISM RF” is used throughout this standard for such equipment or appliances
only.

3.15

low voltage

LV

a set'‘ofivoltage levels used for the distribution of electricity and whose upper limit is generally
aceepted to be 1 000 V a.c. or 1 500 V d.c.

[SOURCE: IEC 60050-601:1985, 601-01-26, modified — addition of the words "or 1 500 V
d.c."]

3.16

photovoltaic power generating system

electric power generating system which uses the photovoltaic effect to convert solar power
into electricity
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3.17

small size equipment

equipment, either positioned on a table top or standing on the floor which, including its cables
fits in an imaginary cylindrical test volume of 1,2 m in diameter and 1,5 m height (to ground
plane)

3.18

spark erosion

removal of material in a dielectric working fluid by electro-discharges, which are separated in
time and randomly distributed in space, between two electrically conductive electrodes (the
tool electrode and the work piece electrode), and where the energy in the discharge)‘is
controlled

3.19

type test

test of one or more devices made to a certain design to show that the design*meets certain
specifications

Note 1 to entry: Recognition of a type test as type approval may depend on national or regional regulation, see
H.2 in Annex H.

3.20

fully-anechoic room

FAR

shielded enclosure, the internal surfaces of which are\lned with radio-frequency-energy
absorbing material (i.e. RF absorber) that absorbs electromagnetic energy in the frequency
range of interest

3.21

open-area test site

OATS

facility used for measurements of electfopiagnetic fields the intention for which is to simulate
a semi-free-space environment overa specified frequency range that is used for radiated
emission testing of products

Note 1 to entry: An OATS typicallyi§ focated outdoors in an open area, and has an electrically-conducting ground
plane.

3.22

semi-anechoic chaptber

SAC

shielded enclosuke, in which five of the six internal surfaces are lined with radio-frequency
energy absorking material (i.e. RF absorber) that absorbs electromagnetic energy in the
frequency ¢ange of interest, and the bottom horizontal surface is a conducting ground plane
for use with OATS test set-ups

3.23

gower conversion equipment

electrical device converting one form of electrical power to another form of electrical power
with respect to voltage, current, frequency, phase and the number of phases

[Qﬂl IRCE: |EC 62020:2017 3 ’2]

4 Frequencies designated for ISM use

Certain frequencies are designated by the International Telecommunication Union (ITU) for
use as fundamental frequencies for ISM RF applications (see also Definition 3.13). These
frequencies are listed in Table 1.
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NOTE In individual countries different or additional frequencies can be designated for use by ISM RF
applications.

Table 1 — Frequencies in the radio-frequency (RF) range designated by ITU
for use as fundamental ISM frequencies

Number of appropriate
Centre frequency Frequency range Maximum radiation footnote to the table of
limit b frequency allocation of
MHz MHz the ITU Radio
Regulations &
6,780 6,765 — 6,795 Under consideration 5.138
13,560 13,553 - 13,567 Unrestricted 5.150
27,120 26,957 — 27,283 Unrestricted 5.150
40,680 40,66 — 40,70 Unrestricted 5.150
433,920 433,05 — 434,79 Under consideration 5.138 in Region 1, except
coufitties mentioned in
5.280
915,000 902 — 928 Unrestricted 5:150 in Region 2 only
2 450 2 400 - 2 500 Unrestricted 5.150
5 800 5725 -5 875 Unrestricted 5.150
24 125 24 000 — 24 250 Unrestricted 5.150
61 250 61 000 — 61 500 Under consideration 5.138
122 500 122 000 — 123 000 Underleonsideration 5.138
245 000 244 000 — 246 000 Under consideration 5.138

a8 Resolution No. 63 of the ITU Radio Regulations applies.

The term “unrestricted” applies to the fundamentalsand all other frequency components falling within the
designated band. Outside of ITU designated ISM~bands the limits for the disturbance voltage and radiation
disturbance in this standard apply.

5 Classification of equipment

5.1 Separation into groups

In order to simplify identification of the relevant limits, equipment in the scope of this standard
is categorized into two)groups, i.e. into group 1 and group 2.

Group 1 equipmeént: group 1 contains all equipment in the scope of this standard which is not
classified as.groeup 2 equipment.

Group.2_equipment: group 2 contains all ISM RF equipment in which radio-frequency energy
in the.frequency range 9 kHz to 400 GHz is intentionally generated and used or only used
locally, in the form of electromagnetic radiation, inductive and/or capacitive coupling, for the
fréatment of material, for inspection/analysis purposes, or for transfer of electromagnetic
energy.

NOTE See Annex A for examples of the separation of equipment into group 1 or 2.

5.2 Division into classes

In accordance with the intended use of equipment in the electromagnetic environment, this
standard defines two classes of equipment, namely class A and class B.

Class A equipment is equipment suitable for use in all locations other than those allocated in
residential environments and those directly connected to a low voltage power supply network
which supplies buildings used for domestic purposes.
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Class A equipment shall meet class A limits.

Arc welding equipment which contains arc striking or stabilizing devices and stand-alone arc
striking or stabilizing devices for arc welding shall be classified as class A equipment.

Class B equipment is equipment suitable for use in locations in residential environments and
in establishments directly connected to a low voltage power supply network which supplies
buildings used for domestic purposes.

Class B equipment shall meet class B limits.

5.3 Documentation for the user

The manufacturer and/or supplier of equipment shall ensure that the user is informed about
the class and group of the equipment, either by labelling or by the (accompanying
documentation. In both cases the manufacturer/supplier shall explain the meaning of both the
class and the group in the documentation accompanying the equipment.

The documentation accompanying the equipment shall contain details“of any precautions to
be observed by the purchaser or user to ensure that regular ‘Operation and use of the
equipment in the field does not cause harmful radio frequerey interference (RFI). In the
framework of this standard, these details concern information-about:

o the possibility of radio frequency interference originating from operation of class A
equipment in certain environments,

e special precautions to be observed when conriecting class A equipment to a low voltage
power supply network, see Footnote a and”b in Table 2, Footnote b in Table 3 and
Footnote a in Table 6, respectively,

e measures which can be taken at installation level to reduce emissions from installed
class A equipment, see Footnote b in~Fable 2 and Footnote a in Table 8.

For class A equipment, the instructiens for use accompanying the product shall contain the
following text:

Caution: This equipment«s not intended for use in residential environments and may not
provide adequate protection to radio reception in such environments.

6 Limits of electromagnetic disturbances

6.1 General

For measusements at standardized test sites, the requirements specified hereafter constitute
the requirements for type tests.

Class‘A equipment may be measured either on a test site or in situ as preferred by the
rmanufacturer.

NOTE 1 Due to size, complexity or operating conditions some equipment may have to be measured in situ in
order to show compliance with the radiation disturbance limits specified herein.

Class B equipment shall be measured on a test site.

NOTE 2 The limits have been determined on a probabilistic basis taking into account the likelihood of
interference. In cases of interference, additional provisions may have to be applied.

The lower limit shall apply at all transition frequencies.

Measuring apparatus and methods of measurement are specified in Clauses 7, 8 and 9.
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Where this standard gives options for testing particular requirements with a choice of test
methods, compliance can be shown against any of the test methods, using the specified limits
with the restrictions provided in the relevant tables. In any situation where it is necessary to
retest the equipment, the test method originally chosen should be used in order to ensure
consistency of the results.

6.2 Group 1 equipment measured on a test site
6.2.1 Limits for conducted disturbances
6.2.1.1 General

The equipment under test shall meet either:

a) both the average limit specified for measurements with an average detector and-the quasi-
peak limit specified for measurements with a quasi-peak detector (see 7.3);c0r

b) the average limit when using a quasi-peak detector (see 7.3).

The limits for the LV d.c. power ports specified hereafter apply only to-the following types of
equipment:

a) power conversion equipment intended for assembly into phgtovoltaic power generating
systems;

b) grid connected power convertors (GCPCs) intended for @assembly into-photoveoltaicpower
generating energy storage systems.

6.2.1.2 Frequency range 9 kHz to 150 kHz

In the frequency range 9 kHz to 150 kHz limits are-not specified.

6.2.1.3 Frequency range 150 kHz to 80"MHz

Limits for the disturbance voltage at low voltage a.c. mains power ports in the frequency
range 150 kHz to 30 MHz for equiptment measured on a test site using the 50 /50 uH CISPR
artificial mains network (V-AMN)*of the CISPR voltage probe (see 7.3.3 and Figure 1) are
given in Tables 2 and 4.

Limits for conducted disturbances at low voltage d.c. power ports in the frequency range
150 kHz to 30 MHz for-equipment measured on a test site using the 150 Q CISPR network
(DC-AN) (see 7.3.2:30and Annex ) or the current probe (see CISPR 16-1-2) are given in
Table 3 and 5.
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Table 2 — Disturbance voltage limits for class A group 1 equipment
measured on a test site (a.c. mains power port)

Rated power of Rated power of High power electronic
<20 kVA € > 20 kVA and < 75 kVA & € systems and equipment,
= Ratetpowetrof
requency range > 75 KVA b. ©
MHz - - -
Quasi-peak Average Quasi-peak Average Quasi-peak Average
dB(uV) dB(uV) dB(nVv) dB(nVv) dB(nVv) dB(nVv)
0,15 - 0,50 79 66 100 90 130 120
0,50 -5 73 60 86 76 125 115
90 80
decreasing linearly with
5-30 3 60 logarithm of frequency to 115 105
73 60

At the transition frequency, the more stringent limit shall apply.

For class A equipment intended to be connected solely to isolated neutral or high impedance earthed (IT)
industrial power distribution networks (see IEC 60364-1) the limits for equipment with*a rated power > 75 kVA
may be applied, regardless of its actual rated power.

NOTE A rated input or output power of 20 kVA corresponds for example_to.a current of approximately 29 A per
phase in case of 400 V three-phase power supply networks, and to a current of approximately 58 A per phase in
case of 200 V three phase power supply networks.

a

These limits apply to equipment with a rated power > 20 kVA and intended to be connected to a dedicated
power transformer or generator, and which is not connected™to low voltage (LV) overhead power lines. For
equipment not intended to be connected to a user spegifi¢ power transformer the limits for < 20 kVA apply.
The manufacturer, and/or supplier shall provide inforaiation on installation measures that can be used to
reduce emissions from the installed equipment. In_particular it shall be indicated that this equipment is
intended to be connected to a dedicated power transformer or generator and not to LV overhead power lines.

These limits apply only to high power electronic systems and equipment with a rated power greater than
75 kVA when intended to be installed as follows:

— installation is supplied from a dedicated power transformer or generator, and which is not connected to
Low Voltage (LV) overhead power lifes,

— installation is physically separated from residential environments by distance greater than 30 m or by a
structure which acts as a barfier to radiated phenomena,

— the manufacturer and/or.supplier shall indicate that this equipment meets the disturbance voltage limits
for high power electronic systems and equipment of rated input power > 75 kVA and provide information
on installation measures to be applied by the installer. In particular, it shall be indicated that this
equipment is intended to be used in an installation which is powered by a dedicated power transformer or
generator and. not'by LV overhead power lines.

Selection of thelappropriate set of limits shall be based on the rated a.c. power stated by the manufacturer.
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Table 3 — Limits for conducted disturbances of class A group 1 equipment
measured on a test site (d.c. power port)

Rated power of

Rated power of

Rated power of
> 75 kVA & b

Frequency <20 kVA 2 > 20 kVA to £ 75 KVA & b
range Voltage Iimits Voltage Iimits current irmits Voltage Iimits current rmits
MHz QP AV QP AV QP AV QP AV QP AV
dB(uV) | dB(uV) | dB(uV) | dB(nV) | dB(pA) [ dB(nA) | dB(pV) [ dB(uV) | dB(pA) | dB(nA)
0,15 97 84 116 106 72 62 132 122 88 78
to to to to to to to to to to to
5 89 76 106 96 62 52 122 112 78 68
5 106 96 62 52 122 112 78 68
to 89 76 to to to to to to to to
30 89 76 45 32 105 92 61 48

In certain frequency ranges, the limits in this table decrease linearly with logarithm of freguency.
a8 Selection of the appropriate set of limits shall be based on the rated a.c. power _stated by the manufacturer.

b These limits apply to equipment with a rated power > 20 kVA and intendéd to be installed in a large
photovoltaic power generating system by a professional. In the manual“accompanying the product, the
manufacturer, and/or supplier shall provide information on mitigation measures that can be used to reduce
emissions from the installed equipment, with the goal of preventing harmful interference to radio reception in
a distance of 30 m from the installation. In particular it shall be indicated that this equipment can be equipped
with additional filtering and that installation is physically separated\ffom residential environments by distance
greater than 30 m. The installer is invited to check the mitigated installation against CISPR 11 in-situ

measurements as indicated in clause 6.4 of this standard.

Table 4 — Disturbance voltage limits for class B group 1 equipment
measured on a test site (a.c. mains power port)

Frequency range Quasi-peak Average

MHz dB(uV) dB(nV)
66 56

0.15 — 0.50 Decreasing linearly with logarithm Decreasing linearly with logarithm
' ! of frequency to of frequency to

56 46
0,50 -5 56 46
5-30 60 50

At the transitionfreguency, the more stringent limit shall apply.

For diagnostic X-ray generators operating in intermittent mode the quasi-peak limits of
Table\2/or Table 4 can be relaxed by 20 dB.
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Table 5 — Disturbance voltage limits for class B group 1 equipment
measured on a test site (d.c. power port)

Frequency range Quasi-peak Average
MHz dB(nV) dB(nV)
84 74
0.15 — 0.50 Decreasing linearly with logarithm Decreasing linearly with logarithm
' ' of frequency to of frequency to
74 64
0,50 — 30 74 64

For measurements at LV d.c. power ports, the applicability criteria in accor@rance with

Table 19 apply.

Table 19 — Applicability of measurements at d.c. power posts

Cable length L

Class B group 1 equipment

Class A\gvoup 1 equipment

L<3m

No measurements are required

No measurement are required

3m<L<30m

For measurements, the limits in Table 5

The frequency range for measurement starts

apply

at a frequency equal to:

f(MHz) = 60/L

For.medsurements, the limits in Table 3

apply @

The*frequency range for measurement starts

at a frequency equal to:

f(MHz) = 60/L

L>30m

For measurements, the limits in Table-b

apply

For measurements, the limits in Table 3

apply @

than 30 m.

L: maximum length of a cable (in metres) connegted.to an LV d.c. power port, and provided with the product or
as specified by manufacturer. Where no maximum cable length is specified, L shall be considered as longer

This table applies unless specific conditiondvare given in the applicable product standard leading at least to the
same level of protection of radio receptidn’ Product standards may define specific conditions according to their
particular application with the purposezef avoiding radiation.

a)  No limits apply if the equipment's installed using good engineering practice regarding EMC.

Examples of good engineerip)gégractice are:
— symmetrical d.c. pott(ihe configuration,
— installation interpalto the building,

— grounded métaltic cable trays,

— use of shielded cables,

— manageta separation distance that acts as a barrier from residential environment (eg. greater than 30 m).

If exception @ is used, the installer may refer to CISPR 11 for in-situ measurement.

6.2.2

Limits of electromagnetic radiation disturbance

6.2.2.1 Generat

The equipment under test shall meet the quasi-peak limits when using a quasi-peak detector.

6.2.2.2 Frequency

range 9 kHz to 150 kHz

In the frequency range 9 kHz to 150 kHz limits are not specified.
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6.2.2.3 Frequency range 150 kHz to 1 GHz

In the frequency range 150 kHz to 30 MHz limits are not specified.

In the frequency range above 30 MHz the limits refer to the electric field strength component

£ 4lo 1 4+ i PN P cliat lo
UT T TIeL i unrayrictt Tautativimruisoturuarivc,

The electromagnetic radiation disturbance limits for the frequency range 30 MHz to 1 GHz for
group 1, classes A and B equipment are specified in Table 6 and 7, respectively.
Recommendations for the protection of specific safety-related radio services are given
in Annex E and Table E.1.

On an open-area test site (OATS) or in a semi-anechoic chamber (SAC), class A equipment
can be measured at a nominal distance of 3 m, 10 m or 30 m (see information in Table 6), and
class B equipment at a nominal distance of 3 m, or 10 m (see information dn*Table 7). A
measuring distance less than 10 m is allowed only for equipment which complies with the
definition for small size equipment given in 3.17.

In a fully-anechoic room (FAR) class A or class B equipment can he\iweasured at a nominal
distance of 3 m (see information in Table 6 and Table 7), provided,that the EUT fits into the
validated test volume of the given FAR. In conjunction with mgasurements according to this
standard, use of the FAR is restricted to table-top equipment.
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Table 6 — Electromagnetic radiation disturbance limits
for class A group 1 equipment measured on a test site

— 27 —

OATS or SAC FAR
10 m measuring distance 3 m measuring distance b 3 m measuring distance b,c
Frequency range rated power of rated power of rated power of
MHz <20kvA 9 |>20kvA@d| <20kvAd | >20kvA@d | <20kvAd |>20kvA@d
Quasi-peak | Quasi-peak | Quasi-peak Quasi-peak Quasi-peak Quasi-peak
dB(uV/m) dB(uV/m) dB(uV/m) dB(uV/m) dB(nVv/m) dB(nVv/m)
52 62
decreasing detreasing
10 50 50 o | nemywiy | ey wi
frequency to frequency to
45 55
230 -1 000 47 50 57 60 52 55

At the transition frequency, the more stringent limit shall apply.

On an-test-site OATS or in a SAC, class A equipment can be measured at a nominal distance of 3 m, 10 m or
30 m. In case of measurements at a separation distance of 30 m, an inverse proportionality factor of 20 dB per
decade shall be used to normalize the measured data to the specified distance for determining compliance.

In the frequency range 30 MHz to 230 MHz, the limit for measurements in the FAR decreases linearly with the
logarithm of frequency.

¢ The table-top equipment shall fit into the_vafidated test volume of the FAR.

@ These limits apply to equipment with a rated power of >20 kVA and intended to be used at locations where
there is a distance greater than 30 m between the equipment and third party sensitive radio communications.
The manufacturer shall indicate in the technical documentation that this equipment is intended to be used at
locations where the separation distance to third party sensitive radio services is > 30 m. If these conditions are
not met, then the limits for < 20 kVA apply.

b The 3 m separation distance applies only to small size equipment meeting the size criterion defined in 3.17.

4 Selection of the appropriate set of limjts'shall be based on the rated a.c. power stated by the manufacturer.

Table 7 <Electromagnetic radiation disturbance limits
for class B group 1 equipment measured on a test site

OATS or SAC FAR
10 m measuring distance | 3 m measuring distance @ | 3 m measuring distance a,b
Frequency range - - -
Quasi-peak Quasi-peak Quasi-peak
MHZ
dB(uV/m) dB(uV/m) dB(pVv/m)

42
30 — 230 30 40 Decr_easmg linearly with
logarithm of frequency to

35

230 - 1 000 37 47 42

Ul dlT—test o;u, UI:\TS Ul ill [=§ SAL/, \.aidbb B Cquiplllclll odail IU\;‘ |||ca>wcu' dal ad IIUIIIiIIa: L“bl.dll\.ab‘ Uf 3 LI} 1U LLLE

At the transition frequency, the more stringent limit shall apply.

b

The table-top equipment shall fit into the validated test volume of the FAR.

@ The 3 m separation distance applies only to small size equipment meeting the size criterion defined in 3.17.
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For medical electrical equipment intended to be permanently installed in shielded locations,
further provisions with regard to the measurement arrangement and load conditions are found
in IEC 60601-1-2.

6.2.2.4 Frequency range 1 GHz to 18 GHz

In the frequency range 1 GHz to 18 GHz limits are not specified.

6.2.2.5 Frequency range 18 GHz to 400 GHz

In the frequency range 18 GHz to 400 GHz limits are not specified.

6.3 Group 2 equipment measured on a test site
6.3.1 Limits for conducted disturbances
6.3.1.1 General

The equipment under test shall meet either:

a) both the average limit specified for measurements with an average detector and the quasi-
peak limit specified for measurements with a quasi-peak detector (see 7.3); or

b) the average limit when using a quasi-peak detector (see 7+3).
6.3.1.2 Frequency range 9 kHz to 150 kHz

In the frequency range 9 kHz to 150 kHz limits are pot Specified.

6.3.1.3 Frequency range 150 kHz to 30 MHz

Limits for the disturbance voltage at low, voltage a.c. mains power ports in the frequency
range 150 kHz to 30 MHz for equipment measured on a test site using the 50 /50 uH CISPR
artificial mains network (V-AMN) or the CISPR voltage probe (see 7.3.3 and Figure 1) are
given in Tables 8 and 9, except for the ITU designated frequency bands listed in Table 1
where no limits apply.

For electric welding equipmént the limits of Table 8 or 9 apply in active mode of operation. In
stand-by (or idle) mode,-the limits of Table 2 or 4 apply.

For ISM RF lighting devices operating in dedicated ISM frequency bands (defined by the ITU
in Table 1) the limits of Table 9 apply.
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Table 8 — Disturbance voltage limits for class A group 2 equipment
measured on a test site (a.c. mains power port)

Rated power of Rated power of
Erequency range < 75kVA® > 75 kVA &b
MHzZ Quasi-peak Average Quasi-peak AVerage
dB(uV) dB(nVv) dB(uV) dB(uV)
0,15 - 10,50 100 90 130 120
0,50-5 86 76 125 115
90 80
5_30 decreasing Ifirezahrglzv;tthologarithm of 115 105
73 60

At the transition frequency, the more stringent limit shall apply.

For class A equipment with a rated power < 75 kVA intended to be connected solely to isolated neutral or high
impedance earthed (IT) industrial power distribution networks (see IEC 60364-1) the limits defined for group 2
equipment with a rated power > 75 kVA may be applied.

a8 The manufacturer and/or supplier shall provide information on installationtmeasures that can be used to
reduce emissions from the installed equipment.

b Selection of the appropriate set of limits shall be based on the rated a.c\gpower stated by the manufacturer.

NOTE A rated input or output power of 75 kVA corresponds for-example to a current of approximately 108 A per
phase in case of 400 V three phase power supply networks apd\{0-a current of approximately 216 A per phase in
case of 200 V three phase power supply networks.

High-frequency (HF) surgical equipment shallk.meet the limits of Table 2 or 4 specified for
group 1 equipment, in stand-by mode ofyoperation. For high-frequency (HF) surgical
equipment operating at frequencies outside designated ISM bands (see Table 1), these limits
also apply at the operating frequency and inside the designated frequency bands. The related
measurements shall be performed in. a‘test arrangement in accordance with IEC 60601-2-2.

Table 9 — Disturbange voltage limits for class B group 2 equipment
measured on a test site (a.c. mains power port)

Frequency range Quasi-peak Average

MHz dB(nV) dB(nV)
66 56

0.150 50 Decreasing linearly with logarithm Decreasing linearly with logarithm
' ' of frequency to of frequency to

56 46
0,50 -5 56 46
5-30 60 50

At\the transition frequency, the more stringent limit shall apply.

6.3.2

Limits of electromagnetic radiation disturbance

6.3.2.1 General

The equipment under test shall meet the limits when using a measuring instrument with a
peak, quasi-peak or average detector as indicated in the appropriate table.

Up to 30 MHz the limits refer to the magnetic component of the electromagnetic radiation
disturbance. Above 30 MHz the limits refer to the electric field strength component of the
electromagnetic radiation disturbance.
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6.3.2.2 Frequency range 9 kHz to 150 kHz

In the frequency range 9 kHz to 150 kHz limits are not specified.

6.3.2.3 Frequency range 150 kHz to 1 GHz

Except for the designated frequency range listed in Table 1, the electromagnetic radiation
disturbance limits for the frequency range 150 kHz to 1 GHz for group 2 class A equipment
are specified in Table 10; and for group 2 class B equipment in Table 12.

The limits in Tables 10 and 12 apply to all electromagnetic disturbances at all frequencies not
exempted according to Table 1 Footnote b).

For class A resistance welding equipment the limits of Table 10 apply in the frequency range
30 MHz to 1 GHz in active mode of operation. In stand-by (or idle) mode, the limits' of Table 6
apply. For class B resistance welding equipment the limits of Table 12 apply in.active mode of
operation. In stand-by (or idle) mode, the limits of Table 7 apply.

For class A arc welding equipment the limits of Table 11 apply in active.mode of operation. In
stand-by (or idle) mode, the limits of Table 6 apply. For class B are*welding equipment the
limits of Table 7 apply in active mode of operation and in stand-by«or idle) mode.

For class A EDM equipment the limits of Table 11 apply.

For ISM RF lighting devices operating in dedicated ISM frequency bands (defined by the ITU
in Table 1) the limits of Table 12 apply.

For high-frequency (HF) surgical equipment, the’ limits of Table 6 or 7 apply. High-frequency
(HF) surgical equipment shall meet the respective limits when tested in stand-by mode of
operation.

Recommendations for the protectign of specific safety services are given in Annex E and
Table E.1.

On an open-area test site (OATS) or in a semi-anechoic chamber (SAC), class A equipment
can be measured at a nofninal distance of 3 m, 10 m or 30 m, and class B equipment at a
nominal distance of 3 m'0r' 10 m (see Tables 10 and 12).

In the frequency range 30 MHz to 1 GHz, a measuring distance—tess—than—210-m of 3 m is
allowed only foregquipment which complies with the definition given in 3.17.

In a fullys@hechoic room (FAR) class A or class B equipment can be measured at a nominal
distance of 3 m, provided that the EUT fits into the validated test volume of the given FAR. In
conjulction with measurements according to this standard, use of the FAR is restricted to
takie*top equipment.

For group 2 class A or B equipment other than EDM or arc welding, measurements in the FAR
in the range 30 MHz to 1 GHz shall be supplemented by measurement of the magnetic
component of the disturbance field strength in the range 150 kHz to 30 MHz, at an OATS or in

T SAC,See also footnote b1 T apte t0and footnote ¢ 1 abie £2.
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Table 10 — Electromagnetic radiation disturbance limits
for class A group 2 equipment measured on a test site

— 31 -

OATS or SAC FAR
Limits for a measuring distance D in m
Onatestsite D=30m | OnatestsiteD=10m | OnatestsiteD=3m | D=3maP
Frequency Hrom-the-equipment from-theeguipment from-the-equipment &
range Electric Magnetic Electric Magnetic Electric Magnetic Electric
MHz field field field field field field field
Quasi-peak Quasi- Quasi-peak Quasi- Quasi- Quasi-peak | Quasi-pedk
peak peak peak
dB(uV/m) dB(pA/m) dB(uV/m) dB(pA/m) | dB(pV/m) dB(pA/m) dB (/M)
0,15 - 0,49 - 33,5 - 57,5 - 82 -
0,49 — 1,705 - 23,5 - 47,5 - 72 -
1,705 - 2,194 - 28,5 - 52,5 - 77 -
2,194 - 3,95 - 23,5 - 43,5 - 68 -
4375 68
decreasing
linearly with
3,95-11 - 8,5 - 18,5 - logarithm of -
frequency
to
28,5
11 -20 - 8,5 - 18,5 - 28,5 -
20 - 30 - -1,5 - 8,5 - 18,5 -
30 — 47 58 - 68 - 78 - 80 to 78
47 — 53,91 40 - 50 - 60 - 60
53,91 — 54,56 40 - 50 - 60 - 60
54,56 — 68 40 - 50 - 60 - 60 to 59
68 — 80,872 53 - 63 - 73 - 72
80,872 — 81,848 68 - 78 - 88 - 87
81,848 — 87 53 - 63 - 73 - 72t0 71
87 — 134,786 50 = 60 - 70 - 68 to 67
134,786 — 60 — 70 - 80 - 7
136,414
136,414 — 156 50 - 60 - 70 - 67 to 66
156 — 174 64 - 74 - 84 - 80
174 — 188,7 40 - 50 - 60 - 56
188,7 — 190,979 50 - 60 - 70 - 66
190,979 — 230 40 - 50 - 60 - 56 to 55
230 - 400 50 - 60 - 70 - 65
400 ~4%0 53 - 63 - 73 - 68
470 51 000 50 - 60 - 70 - 65

On.an-test-site OATS or in a SAC, class A equipment can be measured at a nominal distance of 3 m, 10 m or
30-m. A measuring distance less than 10 m is allowed only for equipment which complies with the definition given

in 3.17.

At the transition frequency, the more stringent limit shall apply. In certain frequency ranges, the limit for
measurements in the FAR decreases linearly with the logarithm of frequency.

a

In the frequency range 30 MHz to 1 GHz, the 3 m separation distance applies only to small size equipment

meeting the size criterion defined in 3.17.

The table-top equipment shall fit into the validated test volume of the FAR. In the range below 30 MHz, such

group 2 equipment shall be measured at an OATS or in a SAC (see limits in the respective magnetic field
column in this table).
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Table 11 — Electromagnetic radiation disturbance limits
for class A EDM and arc welding equipment measured on a test site

OATS or SAC FAR
10 m measuring distance | 3 m measuring distance & 3 m measuring distance &P
Flcqucul.y range
Quasi-peak Quasi-peak Quasi-peak
MHz
dB(nVv/m) dB(uV/m) dB(uV/m)

80 90 102

Decreasing linearly with Decreasing linearly with Decreasing linearly with
30 - 230 ) ) h

logarithm of frequency to logarithm of frequency to logarithm of frequency.to

60 70 75

230 - 1 000 60 70 75

On an-test-site OATS or in a SAC, class A equipment can be measured at a nominal distance~0f 3 m, 10 m or
30 m. In case of measurements at a separation distance of 30 m, an inverse proportionality, ‘factor of 20 dB per
decade shall be used to normalize the measured data to the specified distance for determining.compliance.

@ The 3 m separation distance applies only to small size equipment meeting the size etiterion defined in 3.17.

b The table-top equipment shall fit into the validated test volume of the FAR.
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Table 12 — Electromagnetic radiation disturbance limits
for class B group 2 equipment measured on a test site

OATS or SAC || FAR
Limits for a measuring distance D in m
D=10m D=3m?b D=3m D=3m¢
Frequency range — -
Electric field Magnetic Electric field
MHz field
Quasi- Average & Quasi- Average 2 | Quasi-peak Quasi- Averagec
peak peak peak
dB(nVv/m) dB(pVv/m) dB(pnA/m) dB(uV/my
39
Decreasing
linearly with
0,15 - 30 - - - - the logarithm
of frequency
to
3
30 - 80,872 30 25 40 35 - 42 to 39 37 to 34
80,872 — 81,848 50 45 60 55 — 59 54
81,848 — 134,786 30 25 40 35 - 39 to 37 34 to 32
134,786 — 136,414 50 45 60 55 - 57 52
136,414 — 230 30 25 40 35 - 37 to 35 32 to 30
230 -1 000 37 32 47 42 - 42 37

On an-test-site OATS or in a SAC, class B equipment caf be measured at a nominal distance of 3 m or 10 m.-tx

At the transition frequency, the more stringent)limit shall apply. In certain frequency ranges, the limit for
measurements in the FAR decrease linearly with the logarithm of frequency.

a8 The average limits apply to magnetroh driven equipment and microwave ovens only. If magnetron driven
equipment or microwave ovens exceed the quasi-peak limit at certain frequencies, then the measurement
shall be repeated at these frequengies with the average detector and the average limits specified in this table

apply.

In the frequency range 30¢MHz to 1 GHz, the 3 m separation distance applies only to small size equipment
meeting the size criterion\defined in 3.17.

¢ The table-top equipment shall fit into the validated test volume of the FAR. In the range below 30 MHz, such
group 2 equipmenfishall be measured at an OATS or in a SAC (see limits in the respective magnetic field
column in this fakle).

6.3.2.4 Frequency range 1 GHz to 18 GHz

Thenlimits in the frequency range 1 GHz to 18 GHz apply only to group 2 equipment operating
at frequencies above 400 MHz. The limits specified in the Tables 13 to 15 apply only to
RF disturbances appearing outside designated ISM bands as listed in Table 1.

The electromagnetic radiation disturbance limits for the frequency range 1 GHz to 18 GHz are
specified in Tables 13 to 15. The equipment shall meet either the limits of Table 13, or at least

the limits of Table 14 or Table 15 (see decision tree in 9.4.1, Figure 12).

ISM RF lighting devices operating in dedicated ISM frequency bands (defined by the ITU in
Table 1) shall either meet the class B limits of Table 13 or at least the limits of Table 14.

For microwave-powered UV irradiators, the limits specified in Table 13 apply.
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Recommendations for the protection of specific safety services are given in Annex E and
Table E.1.

Table 13 — Electromagnetic radiation disturbance peak limits for
group 2 equipment operating at frequencies above 400 MHz

Frequency range Limits for a measurement distance of 3 m
Peak
GHz dB(nVv/m)
1-18 Class A Class B
Within harmonic frequency bands 822 70
Outside harmonic frequency 70 70
bands
117127 735 735

Peak measurements with a resolution bandwidth of 1 MHz and a video signal bandwidth (VBW) higher than or
equal to 1 MHz. The recommended VBW is 3 MHz.

NOTE In this table, “harmonic frequency bands” means the frequency bands which” are multiples of the ISM
bands allocated above 1 GHz.

a

At the upper and lower edge frequency of harmonic frequency bands, the more stringent limit of 70 dB(uV/m)
applies.
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Table 14 — Electromagnetic radiation disturbance weighted limits for
group 2 equipment operating at frequencies above 400 MHz

Frequency range Limits for a measuring distance of 3 m
Peak weighted
Gtz e1=2ysaanty)
1-24 60
2,5-5,725 60
5,875 - 18 60

Weighted measurements shall be performed with a resolution bandwidth of 1 MHz and a video bandwjdthlLof
10 Hz.

To check conformance with the limits of this table, weighted measurements shall be performed in all.the*following
frequency ranges, in which the limit of Table 13 was exceeded during the peak measurement:

a) 1-005-MHz 2395 MHz (1 000-MHz—2400MHz) 1,0 GHz - 2,4 GHz &;

b) 2-505-MHz—6125-MHz (outside-the-band-5720-MHz—5880-MHz) 2,5 GHz — 6,125°GHz (outside the band
5,72 GHz — 5,88 GHz) ¥,

c) 6125-MHz—8575-MHz 6,125 GHz - 8,575 GHz;

d) 8575-MHz—11025-MHz 8,575 GHz - 11,025 GHz;

e) 11025 MHz 13475 MHz 11,025 GHz - 13,475 GHz °;
f) 13475-MHz—15925-MHz 13,475 GHz - 15,925 GHz;
g) 15925-MHz—17995MHz 15,925 GHz — 18,0 GHz @,

At sub-ranges where the limit of Table 13 was exceeded) a weighted measurement shall be performed with a
span of-£8 20 MHz around the centre frequency adjusted to the frequency of the highest disturbance level in the
respective sub-range.

a8 In cases where the frequency of highest gmission during peak measurement is found closer than-5 10 MHz
from the frequency edges 1 GHz, 2,4 GHz, 2,5 GHz, 5,72 GHz, 5,88 GHz or 18 GHz, the span for weighted
measurements shall remain-£8 20 MHz)but in such a case, the centre frequency shall be adjusted so that the
frequency edges are not exceeded.

In any case, a final weighted meas@érement shall be performed at the frequency of the highest emission, which
exceeds the limit of Table 13 in“the frequency range 11,7 GHz — 12,7 GHz for satellite downlink. If the highest
disturbance level in this subfrange is outside of the range for satellite downlink, in this sub-range two final
measurements shall be pefformed.

NOTE See Annex B for further guidance on the use of the spectrum analyzer.
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Table 15 — Electromagnetic radiation disturbance APD level corresponding to
101 limits for class B group 2 equipment operating at frequencies above 400 MHz

Frequency range Limits for a measurement distance of 3 m
APD level corresponding to 1071

etz UBtYTT
1-2.4 70

2,5 - 5,725 70

5,875 - 18 70

To check conformance with the limits of this table, APD measurements shall be performed in all the-following
frequency sub-ranges, in which the limit of Table 13 was exceeded during the peak measurement:

a) 1,0 GHz - 2,4 GHz &,

b) 2,5 GHz - 6,125 GHz (outside the band 5,72 GHz — 5,88 GHz) ;
c) 6,125 GHz - 8,575 GHz;

d) 8,575 GHz - 11,025 GHz;

e) 11,025 GHz - 13,475 GHz ®;

f) 13,475 GHz - 15,925 GHz;

g) 15,925 GHz - 18,0 GHz 2.

Final APD measurements shall be performed at 5 frequeng¢iés’as explained in 9.4.4.2.3.

a8 In cases where the frequency of highest emission_during peak measurement is found closer than 10 MHz
from the frequency edges 1 GHz, 2,4 GHz,\2,5GHz, 5,72 GHz, 5,88 GHz or 18 GHz, final APD
measurements shall be omitted at frequencied@utside the bands, for which limits are defined.

b In any case, final APD measurements shalVbe performed around the frequency of the highest emission,
which exceeds the limit of Table 13 in<{he frequency range 11,7 GHz — 12,7 GHz for satellite downlink. If the
highest disturbance level in this sube¢range is outside of the range for satellite downlink, in this sub-range two
final measurements shall be performed.

NOTE An APD level correspondifigito 10" means that the amplitude of the disturbance exceeds the specified
level during the observation time:with a probability of 10 %.

6.4 Group 1 and._group 2 class A equipment measured in situ
6.4.1 Limits for conducted disturbances

Under in_situ conditions, an assessment of conducted disturbances is not required.

6.4.2 Limits of electromagnetic radiation disturbance

The limits given in Table 16 apply to class A group 1 equipment and the limits given in
Table 17 apply to class A group 2 equipment.
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Table 16 — Electromagnetic radiation disturbance limits for
class A group 1 equipment measured in situ

Limits with measuring distance 30 m from the outer face of the
exterior wall of the building in which the equipment is situated
Frequency range . . s
crectrTre 1mera viagirretic mmrertd
MHz Quasi-peak Quasi-peak 2
dB(]J.V/m) dB(}J.A/m)
0,15 - 0,49 - 13,5
0,49 - 3,95 - 3,5
3,95 - 20 - -11,5
20 - 30 - -21,5
30 - 230 30 -
230 - 1 000 37 -

At the transition frequency, the more stringent limit shall apply.

If local conditions do not allow for measurements at 30 m, then a larger distance can bé\used. In this case, an
inverse proportionality factor of 20 dB per decade shall be used to normalize the measufed data to the specified
distance for determining compliance.

a8 These limits apply in addition to the limits in the frequency range 30 MHZ-.fo 1 GHz to radiated disturbances
originating from the operation frequency and its harmonics appearing\in’ the frequency range 150 kHz to
30 MHz, caused by the installed class A group 1 equipment with a\rated power exceeding 20 kVA. In the
event that the ambient noise level exceeds the above limits, the emissions of the EUT shall not increase this
noise floor by more than 3 dB.
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Table 17 — Electromagnetic radiation disturbance limits for
class A group 2 equipment measured in situ

Limits for a measuring distance of D in m
Frequency from the exterior wall of the building
g Etectricfretd Magmeticfretd
MHz Quasi-peak Quasi-peak
dB(uV/m) dB(uA/m)

0,15 - 0,49 - 23,5

0,49 — 1,705 - 13,5

1,705 - 2,194 - 18,5

2,194 - 3,95 - 13,5

3,95 - 20 - -1,5

20 - 30 - -11,5
30 - 47 48 >
47 — 53,91 30 —
53,91 — 54,56 30 —
54,56 — 68 30 -
68 — 80,872 43 —
80,872 — 81,848 58 —
81,848 — 87 43 _
87 — 134,786 40 —
134,786-136,414 50 —
136,414 — 156 40 -
156 — 174 54 —
174 — 188,7 30 -
188,7 — 190,979 40 -
190,979 — 230 30 —
230 - 400 40 —
400 - 470 43 _
470 — 1000 40 —

At the transition frequencys the more stringent limit shall apply.

For group 2 equipment measured in situ, the measuring distance D from the exterior wall of
the building in which the equipment is situated equals (30 + x/a) m or 100 m whichever is
smallerprovided that the measuring distance D is within the boundary of the premises. In the
case whetre the calculated distance D is beyond the boundary of the premises, the measuring
distance D equals x or 30 m, whichever is longer.

For the calculation of the above values:

X is the nearest distance between the exterior wall of the building in which the equipment is
situated and the boundary of the user’s premises in each measuring direction;

a = 2,5 for frequencies lower than 1 MHz;
a = 4,5 for frequencies equal to or higher than 1 MHz.
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7 Measurement requirements

7.1 General

The requirements specified in this clause, together with the limits specified in Clause 6,

constitutetheessentiat EMCTequirenments of this—Starndard—For Tmeasurements at testsites ]

(see Clause 8), verification of compliance of a given type of equipment with these essential
EMC requirements qualifies as type test.

Requirements which relate to measurements at such test sites are type test requirementsA
type test may be recognized as type approval if the conditions for the statistical assessment
of measurement results according to Annex H are observed.

Class A equipment may be measured either on a test site or in situ as determipned by the
manufacturer. Class B equipment shall be measured on a test site.

Specific requirements for making measurements on a test site are given in,Clauses 8 and 9,
for making measurements in situ in Clause 10.

The requirements of the present clause are to be met for both, test site and/or in situ
measurements.

Measurements need only be performed in frequency ranges where limits are specified in
Clause 6.

Components or subassemblies for higher order equipment or systems which are intended to
be assembled at their respective place of operation only can also be tested according to the
requirements of this standard. For testing purpoeses in the framework of this standard, such
components or subassemblies shall be regarded as stand-alone equipment. Components or
subassemblies for which compliance with{the relevant requirements cannot be shown when
measured at a test site can also be assessed in situ when being installed into the higher order
system, in which case the provisions.of 6.4 shall apply.

NOTE 1 The environments encompassed in this standard are residential, commercial or industrial environments
as described in IEC 61000-2-5 [11]%_ Adherence of equipment to the requirements of this standard will allow for its
operation and use in these enviranments without resulting in an increased risk of RFIl. There may also exist other
IEC product standards which allow for compliance testing of components or subassemblies of higher order systems
but which encompass other environments than those specified in IEC 61000-2-5 [11]. Choice of this standard or the
other appropriate IEC preduct standard for compliance testing of components or subassemblies is up to the
manufacturer.

NOTE 2 Examplesfot such components include, but are not limited to power converters used for distributed
generation and supply of electric energy into LV a.c. mains networks or installations or, by means of their own
dedicated transformer, into MV power distribution networks, but also power electric subassemblies intended for
supply of higher order systems with power from LV a.c. mains networks.

7.2 (Ambient noise

Altest site for type testing shall allow emissions from the equipment under test to be
distinguished from ambient noise. The suitability in this respect can be determined by
measuring the ambient noise levels with the equipment under test inoperative and ensuring
that the ambient noise levels are at least 6 dB below the limits specified in 6.2 or 6.3, as
appropriate for the measurement being carried out. Further information on compliance testing

in the presence of ambient noise is found in CISPR 16-2-1:2014, 6.2.2 and CISPR 16-2-
3:2010, 6.2.2.

It is not necessary to reduce the ambient noise level to 6 dB below the specified limit where
the combination of the ambient noise plus the emission from the equipment under test does

2 Figures in square brackets refer to the Bibliography.
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not exceed the specified limit. Under these conditions the equipment under test is considered
to satisfy the specified limit.

When carrying out measurements of conducted RF disturbances, local radio transmissions
may increase the ambient noise level at some frequencies. A suitable radio-frequency filter

mray De MSerted petween the artificiat metwork (V-AMN—anmd/or DC-AN)and the TeSpPeCtve
laboratory a.c. mains supply or d.c. power source, or measurements may be performed in a
shielded enclosure. The components forming the radio-frequency filter should be enclosed in
a metallic screen directly connected to the reference ground of the measuring system. The
requirements for the impedance of the artificial network shall be satisfied at the frequency .of
measurement when the radio-frequency filter is connected.

If, when measuring radiated RF disturbances, the 6 dB ambient noise conditions cannot be
met, then the antenna may be located at a distance closer to the equipment under:test than
specified in Clause 6 (see 8.3.4). Further advice on measurement conditions in<presence of
high level ambient noise is found in Annex C.

7.3 Measuring equipment
7.3.1 Measuring instruments

Receivers with quasi-peak detectors shall be in accordance, with CISPR 16-1-1. Receivers
with average detectors shall be in accordance with CISPR 16-1-1.

NOTE 1 Both detectors can be incorporated in a single receiverhand measurements carried out by alternately
using the quasi-peak detector and the average detector.

NOTE 2 The average detector in CISPR 16-1-1 is commonly referred to as “CISPR-Average”. This is to
emphasize that the average detector used in a CISPR reeeiver obtains a measurement result that is equivalent to
the peak reading of a meter with a time constant as defined/in CISPR 16-1-1.

The measuring receiver used shall be opérated in such a way that a variation in frequency of
the disturbance being measured does not)affect the results.

NOTE 3 Measuring instruments having other detector characteristics can be used provided the measurement of
the disturbance values can be proved to be the same. Attention is drawn to the convenience of using a panoramic
receiver or a spectrum analyzer, particularly if the working frequency of the equipment under test changes
appreciably during the work cycle.

To avoid the possibility of¢he measuring instrument incorrectly indicating non-compliance with
the limits, the measuring receiver shall not be tuned closer to the edge of one of the bands
designated for ISM Gse than the frequency at which its 6 dB bandwidth point aligns with the
edge of the designated band.

When making. measurements on high power equipment, care should be taken to ensure that
screeningvahd the spurious response rejection characteristics of the measuring receiver are
adequate!

Forsmeasurements at frequencies above 1 GHz, a spectrum analyser with characteristics as
defined in CISPR 16-1-1 shall be used.

Precautions which can be taken in the use of a spectrum analyzer are given in Annex B.

7.3.2 Artificial network (AN)
7.3.2.1 General

The artificial network (AN) is required to provide a defined termination impedance for the
EUT’s a.c. mains power port or d.c. power port under test at radio frequencies at the point of
measurement. The AN will also provide isolation of the equipment under test from ambient
noise on the respective a.c. or d.c. power lines.
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7.3.2.2 Artificial mains network (AMN)

Measurement of the disturbance voltage at low voltage a.c. mains power ports shall be made
using an artificial mains network (V-AMN) as specified in CISPR 16-1-2.

7323 Altlflbla: d.b. IICtVVUI:’\ (DC'AI‘J)

Measurement of the disturbance voltage at low voltage d.c. power ports shall be made either
using the 150 Q artificial mains Delta-network specified in 4.7 of CISPR 16-1-2:2014 (see also
CISPR 16-1-2:2014, Figure A.2) or the 150 Q artificial d.c. network specified in Annex | of this
standard. For simplified wording, any of these networks intended for use with measurements
at low voltage d.c. power ports is further on denoted as DC-AN.

7.3.3 Voltage probe

The voltage probe shown in Figure 1 shall be used when the artificial mains network (V-AMN)
cannot be used. The probe is connected sequentially between each line_and the reference
earth chosen (metal plate, metal tube). The probe consists mainly of a_decoupling capacitor
and a resistor such that the total resistance between the line and earth“is at least 1 500 Q.
The effect on the accuracy of measurement of the capacitor or any other device which may be
used to protect the measuring receiver against dangerous currents~shall be either less than
1 dB or allowed for in calibration. The voltage probe shall meet the requirements specified in
CISPR 16-1-2:2014, Clause 5.

Mains supply
C —— Xc<<1500Q
(1500-R)Q
|
X1 >>R R / Measuring set

IEC

Figure 1 — Circuit for disturbance voltage measurements on mains supply

7.3.4 Antennas

7.3.4.1 Frequency range below 30 MHz

In the frequency range below 30 MHz the antenna shall be a loop as specified in CISPR 16-1-
4. The antenna shall be supported in the vertical plane and be rotatable about a vertical axis.
The lowest point of the loop shall be 1 m above ground level.
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7.3.4.2 Frequency range from 30 MHz to 1 GHz

7.3.4.2.1 General

In the frequency range from 30 MHz to 1 GHz the antenna used shall be as specmed in

Other antennas may be used provided the results can be shown to be within +2 dB of the
results which would have been obtained using a balanced dipole antenna.

7.3.4.2.2 Open-area test site (OATS) and semi-anechoic chamber (SAC)

For measurements on an-test-site OATS or in a SAC, the centre of the antenna-shall be
varied between 1 m and 4 m height for maximum indication at each test freguency. The
nearest point of the antenna to the ground shall be not less than 0,2 m. Measdrements shall
be performed with the antenna oriented in both, horizontal and subsedquently in vertical
polarization.

7.3.4.2.3 Fully-anechoic room (FAR)
For measurements in a FAR, the antenna height is fixed at thé~-geometrical middle height of

the validated test volume. Measurements shall be performedswith the antenna oriented in
both, horizontal and subsequently in vertical polarization.

7.3.4.2.4 Other sites

For measurements in situ the centre of the antefna shall be fixed at (2,0 + 0,2) m height
above the ground.

7.3.5 Artificial hand

In order to simulate the influence of the user’s hand, application of the artificial hand is
required for hand=Held equipment during the mains disturbance voltage measurement.

The artificial hand consists of metal foil which is connected to one terminal (terminal M) of an
RC element consisting of a capacitor of 220 pF =20 % in series with a resistance of
510 .4 10 % (see Figure 2); the other terminal of the RC element shall be connected to the
reference ground of the measuring system (see CISPR 16-1-2). The RC element of the
artificial hand may be incorporated in the housing of the artificial mains network.
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220 pF £ 20 %

olU L2 T 1U 70

.
T
b

Figure 2 — Artificial hand, RC element

7.4 Frequency measurement

For equipment which is intended to operate with a fundamental frequency\inh one of the
designated bands listed in Table 1, the frequency shall be checked with measuring equipment
having an inherent error of measurement not greater than 1/10 of the permissible tolerance
for the mid-band frequency of the designated band. The frequency shalhbe measured over all
the load range from the lowest power normally used up to the maximum:

7.5 Configuration of equipment under test
7.5.1 General

Consistent with typical applications of the equipment.under test, the level of the disturbance
shall be maximized by varying the configuration ofythe equipment. An example of a typical
setup for measurements of radiated disturbanCes from a table-top EUT is provided in
Figure 3. The measurement arrangement shal"be typical of normal installation practice and
centred to the turntable’s vertical axis.

NOTE 1 The extent to which this subclause is applicable to the measurement of an installation in situ will depend
on the flexibility inherent in each particular ifstallation. The provisions of this subclause apply to in situ
measurements in so far as a particular installation allows for the position of cables to be varied and different units
within the installation to be operated independently, the extent to which the position of the installation can be
moved within the premises, etc.

For measurement of radiated” disturbances on an OATS or in a SAC with a separation
distance of 3 m the assessment of the radiation from the cabling of the EUT shall be restricted
to those fractions of interconnecting cables (see 7.5.2) and mains cables (see 7.5.3) which
are within the test velime-ef not exceeding 1,2 m diameter times 1,5 m height above ground.

For the measurentent of radiated disturbances in a FAR, all cables dropping to the floor shall
be visible from~the position of the antenna reference point for at least 80 cm, see Figure 3b.

Peripheral equipment not fitting into the test volume shall be excluded from the measurements
or decoupled from the test environment. If cables to peripheral equipment cannot be extended
tosuh out of test volume, then the peripheral equipment shall be placed within the imaginary
cifcle around the complete configuration of the EUT.

The measuring distance is defined from the reference point of the antenna to the boundaries
of an imaginary circle around the complete configuration of the EUT, see Figure 3a.

NOTE 2 Restriction of radiation assessment to the cable fractions inside the test volume can be achieved for
example by application of CMADs at the cables at the position where they leave the test volume. CISPR 16-2-3
gives further guidance on the application of CMADs.
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Cable leaving the test volume run
vertically down towards the floor within
the test volume of (1,2 = 0,1) m diameter
times (1,5 = 0,1) m height. Restriction of
radiation to the cable fractions inside the

test volume is achieved by using e.g. a B: excess cable length bundle

between 30 cm and 40 cm

c
the volume. in length
\ o
Antenna reference
D: Spacing between point
the enclosures Cable bundles should be arranged
shouldbez20,1m in the middle of the cable. \

Peripheral only
in test volume
if cable
cannot be
extended to
run out of test
volume (e.g.
peripheral 2).

Sections of interconnecting cables
hanging over the table are spaced at
a distance of 0,4 m above the ground
plane.

Test volume for
small equipment

L: (3,0 = 04)m

(1,2+01)m

L = measuring distance
IEC

Dimensions in metres

Cables leaving the test volume run
vertically down towards the floor.
Decoupling is achieved by using e.g. a
CMAD at the position where they leave
the volume

B: Excess cable length bundle
between 30 cm and 40 cm
in length

R X Q- / Antenna reference
A: Spacing between ,f/ AN /\( 9 point
e \ Y
the enclosures I & — .\ Cable bundles should be arranged
shouldbe>0,1 & | = LA 3
- I ' S5 M= II in the middle of the cable
v u a N !
l\ ! i- ]
A > Je——— 4
) —_________._..\--D“~., Penphera‘h,,\ W
Non-conducting S e N
support S —
[ Imaginary circle around the complete
configuration of the EUT
Boundary of the L3401
maximum test volume |« — >
L = Measuring distance IEC

Figure 3a — Top view
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Dimensions in metres
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circle around the complete oint
configuration of the EUT P
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FAR:
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S_ ; .+~ __ 80 cm shall be directly visible from the
f i Non-conducting 4"""_ antenna reference point and not being
2— H support hidden behind floor absorbers.
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<
%
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<o( -
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CMAD: common-mode

OATS, SAC: Groundplane

absorption device FAR: floor, e.g. covered by ferrite tiles

Figure 3b — Side view

IEC

Figure 3 — Example for a typical cable arrangement for measurements of
radiated disturbances in 3 m separation distance, Table-top EUT

An example of a typ|cal unified test set up for floor standlng equment suitable for

£
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examples of typical arrangements of the EUT and associated peripherals are given in
CISPR 16-2-3 and CISPR 16-2-1.
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0,8m +- 0,08 m Ll U0,Zm
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03 =~ interconnecting cables
AMN CMAD Special
term
N IEC

QQ. Dimensions in metres

f ]

\ w 1
7% = \ g

- = \\ * I

| S B R -~

| &---F-r- 1

|

| \‘.Q Y I

' ' 5 |

0,8 +0,08 Topower| @ | 024002 s
supply / ] I

@ AMN === Interconnecting cables

CMAD Special earthing

O terminal IEC
3

Figure 4 — Example for a typical test set up for measurement of conducted

and/or radrated disturpances 1rom a rfoor standing euUl, sD View

The configuration of the equipment under test, including the exact placement of the CMAD
and the type of test site used for the measurement, shall be-precisely documented in the test
report.
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7.5.2 Interconnecting cables
This subclause applies to equipment in which there are interconnecting cables between

various parts of the equipment, or systems where a number of components are
interconnected.

NOTE 1 The observation of all provisions in this subclause permits the application of the results of an evaluation
to a number of system configurations using the same types of equipment and cables as tested, but no other, each
system configuration being in effect a subsystem of the one evaluated.

Interconnecting cables shall be of the type and length specified in the individual equipment
requirements. If the length can be varied, the length shall be selected to produce maximum
emission when performing field strength measurements.

If shielded or special cables are used during the tests then the use of such cables shall be
specified in the instruction manual.

The connection of signal leads, except for the leads supplied by the manufacturer, is not
required during radio-frequency emission measurements for portable test’and measurement
apparatus, group 1, or those intended for use in laboratories andtoperated by competent
persons. Examples are signal generators, network and logic ¢-analysers, and spectrum
analysers.

Excess lengths of cables shall be bundled at the approximate-centre of the cable with bundles
of 30 cm to 40 cm in length. If it is impracticable to do sO.the disposition of the excess cable
shall be noted precisely in the test report.

Where there are multiple interface ports all of the*same type, connecting a cable to just one of
that type of port is sufficient provided that it cah be shown that the additional cables would not
significantly affect the results.

Any set of results shall be accompanigd\by a complete description of the cable and equipment
orientation so that results can be repeated. If there are conditions of use, those conditions
shall be specified, documented and included in the instructions for use.

If a given type of equipment can perform separately any one of a number of functions then the
equipment shall be tested-while performing each of these functions. For systems which may
include a number of different components, one of each type of component which is included in
the system configuratien shall be included in the evaluation.

A system whichsgéntains a number of identical components, but has been evaluated using
only one of those components, does not require further evaluation if the initial evaluation was
satisfactory,

NOTE 2 4 This is possible because it has been found that in practice emissions from identical modules are not
additive:

When equipment is being evaluated which interacts with other equipment to form a system
then the evaluation may be carried out using either additional equipment to represent the total
system or with the use of simulators. In either method care shall be taken to ensure that the
equipment under test is evaluated with the effects of the rest of the system or simulators

satisfymgtheambient moise conditions—specified 7.2 Any simutator used—m fieuv of actuat
equipment shall properly represent the electrical and in some cases the mechanical
characteristics of the interface, especially with respect to radio-frequency signals and
impedances, as well as cable configuration and types.

NOTE 3 This procedure is required to facilitate the evaluation of equipment which will be combined with other
equipment from different manufacturers to form a system.
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7.5.3 Connection to the electricity supply network on a test site
7.5.3.1 Connection to the laboratory a.c. mains network

7.5.3.1.1 General

Where necessary the mains power from the laboratory's electricity power supply network shall
be provided through the artificial mains network (AMN) specified in 7.3.2.2.

For connection to the AMN or to the test site's electricity supply network, appropriate lengths
of mains cables shall be used. If the manufacturer's installation instructions specify\ a
particular type of mains cable for use with the EUT, connection to the AMN or to the test-site's
electricity supply network shall be made with that cable type.

Mains power at the nominal voltage shall be supplied.

7.5.3.1.2 Connection to the laboratory a.c. mains network for measurement of
conducted disturbances and for radiated disturbances in'thHe range up to
30 MHz

When performing measurements on a test site, the artificial mains ‘\network (V-AMN) specified
in 7.3.2.2 is to be used whenever possible. The enclosure of the V-AMN shall be located so
that its closest surface is no less than 0,8 m from the nearest boundary of the equipment
under test.

Where a flexible mains cord is provided by the manufacturer this shall be 1 m long or, if in
excess of 1 m, the excess cable shall be folded ta_and forth to form a bundle not exceeding
0,4 m in length.

Where a mains cable is specified in the manufacturer's installation instructions a 1 m length
of the type specified shall be connected between the test unit and the AMN.

Earth connections, where required:fer safety purposes, shall be connected to the reference
“earth” point of the AMN and whete not otherwise provided or specified by the manufacturer
shall be 1 m long and run paréallel to the mains connection at a distance of not more than
0,1 m.

Other earth connections (e.g. for EMC purposes) either specified or supplied by the
manufacturer for connection to the same terminal as the safety earth connection shall also be
connected to the reference earth of the AMN.

Ancillary low, veltage a.c. mains ports shall be connected to the laboratory a.c. mains network
via one or_more separate artificial mains networks (V-AMN) as specified in 7.3.2.2.

Where-the equipment under test is a system comprising more than one unit, each unit having
itssewn power cord, the point of connection for the AMN is determined from the following
rules:

a) each mains cable which is terminated in a mains supply plug of a standard design (e.qg.,
IEC 60083) shall be tested separately;

D) mains cables or terminals which are not specified by the manufacturer to be connecied to
another unit in the system for the purposes of supplying mains power shall be tested
separately;

c) mains cables or terminals which are specified by the manufacturer to be connected to
another unit in the system for the purposes of supplying mains power shall be connected
to that unit, and the mains cables or terminals of that unit are connected to the AMN;

d) where a special connection is specified, the necessary hardware to effect the connection
shall be used during the evaluation of the equipment under test.
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7.5.3.1.3 Connection to the laboratory a.c. mains network for measurement of
radiated disturbances in the range 30 MHz to 18 GHz

Connection to the laboratory's electricity supply network may be provided with or without the
use of an AMN allocated inside the test environment, see Figure 4. For measurement
arrangements not including an AMN_grounding and earthing of the FUT shall be guaranteed

by adherence to the principles set out in 7.5.3.1.2 as far as possible.

If the measurement arrangement does not include an AMN, then excessive lengths of mains
cables do not need to be bundled and allocated inside the test volume. They may be
accommodated someplace outside the test volume or test environment. For decoupling) of
radiation from these excessive cable lengths it is however recommended to carefully
terminate these mains cables at the location where they leave the test volume. &0r" this
decoupling use of CMADs is recommended. For measurements with a separation_distance of
3 m this decoupling is mandatory, see 7.5.1.

7.5.3.2 Connection to the laboratory d.c. power supply or other d.c~poOwer source

When performing measurements on a test site, the 150 Q artificial~d.c. network (DC-AN)
specified in 7.3.2.3 is to be used whenever possible. The enclosure of the DC-AN shall be
located so that its closest surface is 0,8 m from the nearest boundary of the equipment under
test.

Where the DC-AN is used as voltage probe, the EUT’s d.c: power port under test shall be
decoupled from the d.c. power source by means of. suitable common mode decoupling
devices such as ferrite tubes, CMADs or a CDN as specified in 6.2.4 of IEC 61000-4-6:2013
which are to be clamped at or to be inserted in the).c. power cable connecting the d.c. power
source with the measurement arrangement for~the EUT, see also Figure 7, 8 and 9 in
8.2.2.2.3. If a CDN according to IEC 61000-4-6_is used for decoupling purposes, its RF power
input port shall not be terminated with a 50 Q-resistive load.

Connection is to be made to a suitable/d.c. power source. The d.c. output voltage of this
power source shall be adjustable to.provide a voltage level within the rated operation range
for the respective type of EUT.

NOTE 1 For supply of the EUT's d¥cpower port under test, a dedicated laboratory d.c. power source, appropriate
(sets of) batteries or also other d.e} energy sources such as e. g. fuel cell modules can be used, provided that they
allow for continuous and stablevoltage, current, etc. necessary for power converters under rated output operating
conditions, throughout the measurement.

Care should be takerr when selecting the laboratory d.c. power source and installing it in the
measurement arrangement. It is recommended to select and install only such a d.c. power
source which provides for a good galvanic insulation and also sufficient RF decoupling of both
d.c. power ‘terminals from the laboratory reference ground plane. Internal decoupling
capacitors-at the d.c. power source's terminals used for internal suppression of asymmetrical
disturbances may provide an unwanted bypass for the common mode 150 Q termination
impedance of the DC-AN used for the measurements. This may cause saturation effects in the
mitigation filter of the power converter under test, in particular at the operation frequency (i.e.
the switching frequency) of the power converter and its harmonics, which are usually
allocated in the range from 2 kHz to some 20 kHz. Saturated mitigation filters do however
lead to incorrect and invalid measurement results, since the power converter is not operated
as intended, during the measurements. For guidance on prevention of saturation effects

caused-bytheconfigurationof thetestsite;seemformatiomimAnmexiK;

Where a particular type of d.c. power cable is specified in the manufacturer's installation
instructions, this shall be used during testing.

For testing, a cable length as short as possible shall be connected between the equipment
under test and the DC-AN respecting the proximity of the boundary conditions defined above.
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Where the equipment under test has more than one d.c. power port of the same type, the
number of d.c. power ports needed to operate the equipment at its rated power shall be
connected to the DC-AN for the measurements. All other d.c. power ports shall be terminated
with a suitable 150 Q common mode termination impedance. Multiple ports galvanically
connected in parallel (such as bus bars or strips for connection to multiple cables) are

considered to renresent one - sinale naort anhy
B2 gre o

NOTE 2 For these other terminations, any suitable device can be used. This includes e.g. use of further 150 Q
networks according to CISPR 16-1-2, further DC-ANs as specified in 7.3.2.3, or also use of 150 Q coupling/
decoupling devices (CDN) as defined in IEC 61000-4-6.

Ancillary d.c. power ports shall be connected to an appropriate separate laboratory d.c. power
source or battery, via a suitable 150 Q common mode termination impedance.

NOTE 3 If a separate mains-connected laboratory d.c. power source is used, then it can be appr@priate to also
insert another EMI filter in the connection to that power source. Diagrams showing suitable setups>for the test site
are found in Annex J.

7.6 Load conditions of equipment under test
7.6.1 General

Load conditions of the equipment under test are specified in this 'subclause. Equipment not
covered by this subclause are to be operated so as to maximize the disturbance generated
while still conforming with normal operating procedures as-provided in the operating manual
of the equipment.

7.6.2 Medical equipment
7.6.2.1 Therapeutic equipment using frequepncies from 0,15 MHz to 400 MHz

All measurements shall be made under operating conditions as provided for in the operating
manual of the equipment. The output circuit to be used to load the equipment depends on the
nature of the electrodes with which it js,t0’be used.

For equipment of the capacitive type, a dummy load shall be used for the measurements. The
general arrangement is shown. (h Figure 5. The dummy load shall be substantially resistive
and capable of absorbing the*rated maximum output power of the equipment.

The two terminals of the\dummy load shall be at opposite ends of the load and each terminal
shall be joined directly to a circular flat metal plate having a diameter of 170 mm +£10 mm.
Measurements shall be made with each of the output cables and capacitive electrodes
supplied with the-equipment. The capacitive electrodes are to be disposed parallel to the
circular metal‘plates at the ends of the dummy load, the spacing between them being adjusted
to producetwthe appropriate power dissipation in the dummy load.
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Figure 5 — Disposition of medical (capacitive type) and«dummy load

Measurements shall be made with the dummy load both horizontal and vertical (see Figure 5).
In each case, the equipment, together with the output cables, capacitive electrodes and
dummy load, shall be rotated around its vertical axis during-measurements of electromagnetic
radiation disturbance in order that the maximum value can be measured.

NOTE The following arrangement of lamps has been found suitable for testing many types of equipment in the
power range tested:

a) nominal output power 100 W to 300 W:

four lamps 110 V/60 W in parallel, or five lamps 125\V/60 W in parallel;
b) nominal output power 300 W to 500 W:

four lamps 125 V/100 W in parallel, or fiveslamps 150 V/100 W in parallel.

For equipment of the inductive typey'measurements shall be made using the cables and coils
supplied with the equipment for,the treatment of the patient. The test load shall consist of
a vertical tubular container ofiinsulating material, having a diameter of 10 cm, filled to a height
of 50 cm with a solution consisting of 9 g of sodium chloride to 1 litre of distilled water.

The container shall be placed within the coil with the axis of the container coincident with the
axis of the coil. The centres of the coil and the liquid load shall also coincide.

Measurements_shall be made at both maximum and half-maximum power and, where the
output circuit can be tuned, it shall be tuned to resonance with the fundamental frequency of
the equipment.

All_measurements shall be made under all operating conditions as provided in the operating
manual of the equipment.

7.6.2.2 UHF and microwave therapeutic equipment using frequencies above 400 MHz

Measurements shall be made with the autput circuit of the pquipmpnt cannected to a naon-

radiating resistive load having the same value as the characteristic impedance of the cable
used to supply the equipment load.

7.6.2.3 Ultrasonic therapy equipment

Measurements shall be made with the transducer connected to the generator. The transducer
shall be dipped in a non-metallic container having a diameter of about 10 cm and filled with
distilled water.



https://iecnorm.com/api/?name=3e569e18e2d67b16a6a5db5c151832cd

-52 - CISPR 11:2015+AMD1:2016
+AMD2:2019 CSV © |IEC 2019

Measurement shall be made at both maximum and half-maximum power and, where the
output circuit can be tuned, it shall be tuned to resonance and then detuned. The
specifications in the operating manual of the equipment are to be considered.

It is recommended to measure the maximum output of the equipment in accordance with the

—__method publisiTed M tEC 61689 01 USINg & Gerived arrangentent, if mecessary.

7.6.3 Industrial equipment

The load used when industrial equipment is tested may be either the load used in servicecer
an equivalent device.

Where means for connecting auxiliary services such as water, gas, air, etc. are_provided,
connection of these services to the equipment under test shall be made by insulating tubing
not less than 3 m long. When testing with the load used in service, the electrodes and cables
shall be disposed in the manner of their normal use. Measurements shall be, made at both
maximum output power and at half-maximum output power. Equipment which will normally
operate at zero or very low output power shall also be tested in these conditions.

Industrial induction heating and dielectric heating equipmentisshould be tested in a
configuration and with a load that is equivalent to actual ,of<intended use. Where the
equipment may be configured for a variety of loads or the load-is not available, the load as
specified in IEC 61922 for induction heating and IEC 61308\for dielectric heating equipment
may be used. Industrial resistance heating equipment jshall be tested with or without the
charge, as specified by the manufacturer.

NOTE A circulating water load has been found suitable for many types of dielectric heating equipment.

Industrial microwave heating equipment shall ‘eonform to the limits of radiation in Clause 6
when loaded according to IEC 61307 or with_a load used in practice. The load shall be varied
as required to produce maximum powerdransfer, frequency variation or harmonic variation
depending on the characteristics underyexamination.

7.6.4 Scientific, laboratory and“measuring equipment

Scientific equipment shall be: tested under normal operating conditions. Laboratory and
measuring equipment shalllbe operated as intended. Any RF output ports shall be terminated
in a matching non-radiating load.

7.6.5 Microwave cooking appliances

Microwave cooking appliances shall be operated with all normal components such as shelves
in place, and with a load of 1 | of tap water initially at 20 °C £ 5 °C placed at the centre of the
load-carrying surface provided by the manufacturer.

Thetwater container shall be a cylindrical container of borosilicate glass of an external
diameter of 190 mm + 5 mm and a height of 90 mm + 5 mm, see also IEC 60705.

Detailed information on the measurement procedure to be used in the frequency range above
1 GHz is found in 9.4.

7.6.6 Other equipment in the frequency range 1 GHz to 18 GHz

Other equipment shall conform to the limits of radiation in Clause 6 when tested with a dummy
load consisting of a quantity of tap water in a non-conductive container. The size and shape
of the container, its position in the equipment and the quantity of water contained therein shall
be varied as required to produce maximum power transfer, frequency variation or harmonic
radiation depending on the characteristics under examination.
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7.6.7 Electric welding equipment

For arc welding equipment, the welding operation during the test is simulated by loading the
equipment with a conventional load. Arc striking and stabilising devices shall be switched on
during the emission measurements. The load conditions and the test configuration for arc
welding equipment are specified in IEC 60974-10

For resistance welding equipment, the welding operation during the test is simulated by short-
circuiting the welding circuit. The load conditions and the test configuration for resistance
welding equipment are specified in IEC 62135-2.

The start of the measurements according to this standard shall be delayed by up to 5.5|after
the welding equipment under test has been taken into operation.

7.6.8 ISM RF lighting equipment

ISM RF lighting equipment shall conform to the limits in 6.3 when tested as-delivered by the
manufacturer under normal operating conditions. In case of ISM RF lighting equipment, the
EUT shall be operated until the magnetron oscillating frequency is stahilized. The start of any
measurement according to this standard shall hence be delayed by atleast 15 min.

7.6.9 Medium voltage (MV) and high voltage (HV) switchgear

For equipment used in medium or high voltage switchgeaty the start of any measurements
according to this standard shall be delayed until switching actions related to the main or
primary circuit are finished (e.g. switching actions of breakers or disconnectors).

7.6.10 Grid connected power converters
7.6.10.1 Connection to the laboratory,a."mains or similar load

The power converter under test shall-be/connected to the laboratory a.c. mains network via
the artificial mains network (V-AMN) specified in 7.3.2.2, whenever possible. If such
connection is not possible or nothintended, then the power converter under test can be
connected to an appropriate resistive load and the laboratory a.c. mains network in parallel,
via the artificial mains network{(V-AMN) specified in 7.3.2.2.

Connection to an appropriate resistive load is also recommended for power converters solely
intended for use in island low voltage a.c. mains installations which are not connected to an
other public low voltage a.c. mains power distribution network. For advice, consult the
installation instructions of the manufacturer.

Alternatively the a.c. supply power for the laboratory d.c. power source can be taken from the
a.c. outputlines of the GCPC via the V-AMN without connecting the resistive load. The output
a.c. power of the GCPC will be used to contribute to the required d.c. input power for that
GCRC;thus the resistive load is not necessary in this case, see Figure J.1 in Annex J.

For suitable test site configurations, see Annex J.

7.6.10.2 Connection to another appropriate load

For power converters intended to be supplied from a.c. power sources, the d.c. power port
under test shall be connected to a suitable resistive load or other adequate energy storage via
an 150 Q artificial network (DC-AN) as specified in 7.3.2.3. The EUT shall be connected to an
appropriate load within the rated operational range for the respective type of EUT.

NOTE An example of a type of GCPC intended to be supplied from an a.c. power source is a power converter
intended for assembly into an off-board charging station for electric vehicles (EV).
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7.7 Recording of test-site measurement results
7.7.1 General

Any results obtained from measurements of conducted and/or radiated radio-frequency
disturbances shall be recorded in the test report. If the results are not recorded in_a

continuous way and/or in graphical form over the frequency range observed, then the
minimum requirements to the recordings set out in 7.7.2 and 7.7.3 shall apply.

The test report shall contain a statement underlining that the measurement instrumentation
uncertainty (MIU) was determined according to CISPR 16-4-2 and was also considered when
determining compliance with the limits for the tested individual equipment or the number“of
items in the sample of series-produced equipment.

The test report may include the numerical values of the MIU which the test laboratory has
determined for each test performed. If the uncertainty budgets specified in CISPR 16-4-2 are
exceeded, then the test report shall include the numerical values of thé ‘MIU of the test
instrumentation actually used.

7.7.2 Conducted emissions

Of those conducted emissions above (L — 20 dB), where L isthe limit level in logarithmic
units, the record shall include at least the disturbance levefs and the frequencies of the six
highest disturbances in each observed frequency range from gach mains port belonging to the
EUT. The record shall also include an indication upon"which conductor of the mains port
carried the observed disturbance(s).

7.7.3 Radiated emissions

Of those radiated emissions above (L — 10 dB), where L is the limit level in logarithmic units,
the record shall include at least the distutbance levels and the frequencies of the six highest
disturbances in each observed freguency range. The record shall include the antenna
polarization, antenna height and turntable rotation position if applicable for each reported
disturbance. In case of test site measurements, the measurement distance actually selected
and used (see 6.2.2 and 6.3.2) shall also be recorded in the test report.

8 Special provisionsfor test site measurements (9 kHz to 1 GHz)

8.1 Ground planes

For the measurement of radiated disturbances at an open-area test site (OATS) and in a
semi-anechoicehamber (SAC) and for the measurement of conducted disturbances on any
test site, a. ground plane shall be used—when—making—measurements—on—a—test-site. The
relationship of the equipment under test to the ground plane shall be equivalent to that
occurfing’in use. Except at the manufacturer’s intended grounding locations, a floor standing
EUT\shall be insulated from the ground plane by a dielectric material with thickness of up to
15.cm. Direct connection to earth (i.e. to the ground plane) shall be done

a) either according to the manufacturer's instructions,

b) or, if the equipment under test is fitted with a special earthing terminal, then this terminal
shall be connected to earth (i e_he honded to the grmmd Ih|.'—'lrll3) with a lead as short as

possible, see also Figure 4.

A ground plane shall be used for—+adiation-measurementand the measurement of radiated
disturbances—voltages, at an OATS and in a SAC, and for the measurement of conducted
disturbances, at any test site. The requirements for the radiation test site are given in 8.3 and,
for the ground plane for the measurement of conducted disturbances, in 8.2.
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8.2 Measurement of conducted disturbances
8.2.1 General

For the EUT's earthing and grounding conditions as well as connection to the laboratory's
electricity supply network see 7.5.3.

The measurement of conducted disturbances—shall may be carried out—using—one—of-the

s . I ons:

a) on-theradiationtest-site an OATS or in a SAC with the equipment under test having.the
same configuration as used during the radiation measurement;

b) above a metal ground plane-w
equmen%unde#tes%&nd%ave%wummums&&e#&m%n or

c) within a screened room. Either the floor or one wall of the screened room shall act as the
ground plane.

Option a) shall be used where the test site contains a metal ground plane._In options b) and c)
the test unit, if non-floor-standing, shall be placed 0,4 m from the )ground plane. Floor-
standing test units shall be placed on the ground plane, the point(s) ‘efscontact being insulated
from the ground plane but otherwise consistent with normal use. AlKtest units shall be at least
0,8 m from any other metal surface.

The reference ground terminals of the artificial networks,(V¥AMNs and DC-ANs) used during
the measurements shall be connected to the reference ground plane with a conductor as short
as possible.

The power and signal cables shall be oriented ,in relation to the ground plane in a manner
equivalent to actual use and precautions taken with the layout of the cables to ensure that
spurious effects do not occur.

When the equipment under test is“fitted with a special earthing terminal, this shall be
connected to earth with a lead as,short as possible. Equipment without earthing terminal shall
be tested as normally connected, iv€. any earthing being obtained through the mains supply.

8.2.2 Measurements ongrid connected power converters
8.2.2.1 Measurement of the disturbance voltage at a.c. power ports

The disturbance voltage at the low voltage a.c. power port of the power converter shall be
measured using:the usual method of measurement for disturbance voltages at a.c. mains
ports, see also.CISPR 16-2-1.

The disfurbance voltage at the ancillary low voltage a.c. power port of the power converter, if
applicable, shall be measured using the usual method of measurement for voltages at a.c.
mains’ports, see also CISPR 16-2-1.

For power converters which cannot be measured with the V-network (V-AMN), the disturbance
voltage at the low voltage a.c. mains power port can be measured with the high-impedance
voltage probe according to CISPR 16-1-2:2014, Clause 5. In this case, the laboratory a.c.

power-sottrece—shat-be—comected—directty-tothe—ac—powerportunder-—test—For—conditions—of
use of the high-impedance voltage probe, see 7.3.3.

Likewise, for measurements on power converters with a rated throughput power > 20 kVA, a
V-network (V-AMN) can be used as a voltage probe as specified in 7.4.4.3 of CISPR 16-2-
1:2014. The laboratory a.c. power source shall be connected to the a.c. power port under test
via an inductance of 30 uH to 50 uH. The inductance may be realized by a choke, a power
cable length of 50 m, or an isolation transformer. A suitable measurement arrangement is
shown in Figure 8 and 9.
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Compliance with the requirements of this standard can be shown in verifying that the limits of
the disturbance voltage at a.c. mains power ports specified in Table 2 or in Table 4 are met.

8.2.2.2 Measurement of the disturbance voltage at d.c. power ports

Q.9 .9 12 4 o 1
O.4.4.4. 1 Ichicral

Measurements at d.c. power ports only need to be performed on the following types of
equipment:

a) power conversion equipment intended for assembly into photovoltaic power generating
systems;

b) grid connected power converters (GCPCs) intended for assembly into-pheteveltate_power
generating energy storage systems.

Unless any specific operating condition is specified by the manufacturer, the input conditions
for the EUT shall be adjusted resulting in maximum disturbance voltage levels,

NOTE The operating conditions, as defined by the manufacturer, are chosen te ¥epresent the worst case
emissions.

Power converters with a rated throughput power > 20 kVA shall ke measured while they are
operated at an operational point for which feeding to the grid -er providing output power to
another appropriate load is possible. The d.c. input voltage-shall be within the rated operation
range.

Where the power converter is intended for connection, to more than one d.c. power string and
consequently is furnished with more than on€-+d.c. power port, measurements of the
disturbance voltage shall be performed in sequence at each of these ports. All other d.c.
power ports not used during the respective measurement shall be terminated with a suitable
150 Q common mode termination impedance, see 7.5.3.2. Multiple ports galvanically
connected in parallel (such as bus bhars or strips for connection to multiple cables) are
considered to represent one single pott only.

The disturbance voltage at the_d:c. power port of the power converter shall be measured
using the usual method of measSurement for disturbance voltages at a.c. mains power ports,
see also CISPR 16-2-1. This,implies the following:

e Where unsymmetrical’mode (UM) disturbance voltages are measured, compliance with the
limits shall be verified for both measured unsymmetrical disturbance voltage levels, i.e. for
the voltage levels measured from the plus terminal (pole) to reference ground and from
the minus terminal (pole) to reference ground.

e Where common mode (CM) and differential mode (DM) disturbance voltages are
measured, compliance with the limits shall be verified for measured disturbance voltage
levels)of both modes, i.e. for the level of the common mode (CM) disturbance voltage as
wellas for the level of the differential mode (DM) disturbance voltage.

Ii/the DC-AN according to Annex | allows for measurement of UM, DM and CM disturbances,
then it is sufficient to verify compliance with the limits either for UM disturbances (Method A),
or for CM and DM disturbances (Method B). The choice of the method used for the
measurement is left to the discretion of the user of this standard.

If the installation instructions accompanying the power converter contains information that the
d.c. power port is solely intended for connection to

e a battery or other kind of local d.c. power source and/or;

e if the power converter and a battery or other kind of local d.c. power source is intended for
incorporation in a higher order final equipment (comprising of one or more enclosures);

then this port can be exempted from the measurement.
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8.2.2.2.2 Measurement procedure 1
8.2.2.2.2.1 General

The DC-AN is used as standardized 150 Q common mode termination of the EUT and as
decoupling network to the laboratory d.c. power source. A typical measurement arrangement

is shown in Figure 6.

AC output DC input
GCPC
AC mains

Current flow 777L7
(grid)

AC
Laboratory o 1 AMN DC- ANL{Dc filter
filter r filter
Isolation !
transformer Current flow

DC power
source

Figure 6 — Typical arrangement for measurement of conducted disturbances
at LV d.c. power ports with the DC-AN used aS:termination and decoupling unit
to the laboratory d.c.power source

8.2.2.2.2.2 Compliance criterion

Compliance with the requirements of CISPR 11 can be shown in verifying that the limits for
the disturbance voltage specified in Table’ 3 or in Table 5 are met.

8.2.2.2.3 Measurement procédure 2
8.2.2.2.3.1 General

For measurements on power converters with a rated throughput power > 20 kVA, a DC-AN
can be used as voltage probe. For an adequate decoupling of the EUT from the d.c. power
source, the laboratory d.c. power source shall be connected to the d.c. power port under test
via a common maode inductance of 90 uH to 150 uH. The common mode inductance may be
realized by ferrite tubes, common mode absorbing devices, or a CDN as specified in 6.2.4 of
IEC 61000-4-6:2013. Since a CDN according to IEC 61000-4-6 is used only as a decoupling
network, its'RF power input port shall not be terminated with a 50 Q resistive load as shown in
Figure. 7.

NOTE It is up to the operator of the laboratory to ensure that the measurement results obtained with such
measurement arrangements are not obstructed or invalidated by dominating disturbances from the laboratory
d.c. power source. Appropriate EMI filters can be used to decouple the EUT from the d.c. power source. But be
aware not to apply too heavy additional common mode capacitive loading to the EUT. Further guidance on suitable
decoupling of the laboratory d.c. power source from the measuring arrangement can be found in Annex K.
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IN port
Plus (Open)
pole J)—@—(L_(
. 4 © © @
GCPC under DC Power
test Minus EUT CDN AE port

source

pore

Measuring port
(Voltage probe)

IEC
Figure 7 — Typical arrangement for measurement of conducted disturbances at
LV d.c. power ports with the DC-AN used as termination and voltage probe

8.2.2.2.3.2 Measurement of the common mode (CM) disturbance’voltage

Measurements of the disturbance voltage at the d.c. power port shall be carried out with the
DC-AN used as voltage probe, see Figure 7, 8 and 9.

With the DC-AN, the common mode disturbance voltagetat the d.c. power port of the power
converter shall be measured.

8.2.2.2.3.3 Measurement of the common m'ede (CM) disturbance current

The common mode disturbance current at_the d.c. power cable leading to the laboratory
d.c. power source shall be measured using a-current probe according to CISPR 16-1-2.

Care shall be taken in order not. te alter the termination conditions of the EUT when
performing measurements with the“current probe. The current probe shall be located a
maximum of 30 cm away from the DC-AN. The current probe shall also be in place when
performing measurements 0f>the CM disturbance voltage. A suitable measurement
arrangement is shown in Figure 8 and 9.
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Ferrites/
AC mains Isolation _ oy CMAD/

(grid) transformer AC output DC input|«—» @
@""@ Gee Ai —
__—+ AMN [ |Current probe 1 DC-AN

| As a voltage probe 777[77

Isolation
transformer As a voltage probe
_@ DC power _I
source | —_
777L7 Current flow
IEC

NOTE ‘x’ and 'y’ denote the spacing between the current probe and the DC-AN,.and“the DC-AN and the ferrite
tube(s) / CMAD / CDN, respectively. Spacing x is < 0,3 m and y is 0,1 m.

Figure 8 — Typical arrangement for measurement of conducted
disturbances at LV d.c. power ports with the DE3AN used as voltage
probe and with a current probe = 2P diagram

EUT
>20 kVA

The AMN is used as 0,8 m
a voltage probe AMN > | V7
AC output ‘y'm
w LoL3 DC input
7 | Isolation mat

Current
0.8 n;/‘ probe
27

) Terminal
box

The DC-AN is used
as a voltage probe

Terminal
box DC cable

Isolation
transformer

AC
mains
(grid)

mains i

(grid) WS °3,e|\i Too

(optional : i i i ¢
Isolation {L'\ J{’{,

transformer
(optional) I

IEC

I:igllrp [o . Typi(‘al arrangement for measurement of canducted disturbances at 1\ . d.c

power ports with a DC-AN used as voltage probe and with a current probe — 3D diagram

8.2.2.2.3.4 Compliance criteria

For measurements according to Figure 8, compliance with the limits shall be verified for the
measured common mode disturbance voltage and the measured common mode disturbance
current. The EUT meets the requirements of CISPR 11 if it can be shown that it meets both
the limits of the disturbance voltage and the disturbance current specified in Table 3.
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8.2.3 Handheld equipment which are normally operated without an earth connection

For this equipment additional measurements shall be made using the artificial hand described
in 7.3.5.

Tl P e Ll pu | Lo Ul | &l l o oLl ol + el tla + £ +lo |

e ararnoiar rraru osirallt T alJlJllCu Ullly ullh T1ariuic o dirtu HII'JD alfu triuotT palla Ul UI'TT a'.l'Jllalle
specified as such by the manufacturer. Failing the manufacturer's specification the artificial
hand shall be applied in the following way.

The general principle in applying the artificial hand is that the metal foil shall be wrapped
around all handles (one artificial hand per handle), both fixed and detachable, supplied With
the equipment.

Metalwork which is covered with paint or lacquer is considered as exposed metalwork and
shall be directly connected to the terminal M of the RC element.

When the casing of the equipment is entirely of metal, no metal foil .is,heeded, but the
terminal M of the RC element shall be connected directly to the body of-the ‘equipment.

When the casing of the equipment is of insulating material, a metal foil shall be wrapped
around the handles.

When the casing of the equipment is partly metal and partly insulating materials, and has
insulating handles, a metal foil shall be wrapped aroundjthe handles.

8.3 Radiatientestsitefor OATS and SAC for-measurements in the range 9 kHz
to 1 GHz

8.3.1 General

The radiation test site shall be flat, freée Jof overhead wires and nearby reflecting structures,
sufficiently large to permit adequate _séparation between the antenna, test unit and reflecting
structures.

A radiation test site which meets the criteria is within the perimeter of an ellipse having a
major axis equal to twice the distance between the foci and a minor axis equal to the square
root of three times of thiscdistance. The equipment under test and the measuring equipment
are placed at each of the foci respectively. The path length of any ray reflected from an object
on the perimeter of“this radiation test site will be twice the length of the direct path length
between the foci. This radiation test site is depicted in Figure 10.
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Major diameter = 2F

Minor diameter = V3F
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\ Antenna

Test unit
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N Boundary of area defined by

Lo be free of reflecting objects.

an ellipse. Volume above earth

IEC

NOTE For the values of F (measuring distance) see Clause 6.

Figure 10 — Test site

For the 10 m test site, the natural ground plane shall be .augmented with a ground plane of
metal which shall extend at least 1 m beyond the boundary- of the equipment under test at one
end and at least 1 m beyond the measurement antenna and its supporting structure at the
other end (see Figure 11). The ground plane shal) have no voids or gaps other than any
perforations which do not exceed 0,1 A at 1 GHz.(a@bout 30 mm).

Antenna ol =

IEC

D =(d+ 2) m, wheté d'is the maximum test unit dimension
W = (a+ 1) m, where a is the maximum dimension of the antenna

L = measuring distance in metres

Figure 11 — Minimum size of metal ground plane

832 Validation of the radiation test site (9 kHz to 1 GHz)

Test sites shall be validated according to CISPR 16-1-4 in the frequency ranges where the
standard defines requirements.

8.3.3 Disposition of equipment under test (9 kHz to 1 GHz)

For the EUT's earthing and grounding conditions as well as connection to the laboratory's
electricity supply network see 7.5.3.1 or 7.5.3.2.

If it is possible to do so, the equipment under test shall be placed on a turntable. The
separation between the equipment under test and the measuring antenna shall be the
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horizontal distance between the reference point of the measuring antenna and the nearest
part of the boundary of the equipment under test in one rotation.

8.3.4 Radiation measurements (9 kHz to 1 GHz)

ThC acpalat;un d;btallbc I‘l.)CtVVCCII thC ClIItCIIIIa and thC C\,{u;lJIIICIIt uIIdCI tcot oha“ bC ao
specified in Clause 6. If the field strength measurement at a certain frequency cannot be
made at the specified distances because of high ambient noise levels (see 7.2),
measurements at this frequency may be made at a closer distance but not less than 3 m.
When this is done, the test report shall record the distance actually used and thé

circumstances of the measurement.

For equipment under test located on a turntable, the turntable shall be rotated fully.Wwith a
measurement antenna oriented for both horizontal and vertical polarization. The® highest
recorded level of the electromagnetic radiation disturbance at each frequency shall be
recorded.

For equipment under test not located on a turntable the measurement-"antenna shall be
positioned at various points in azimuth for both horizontal and vertical’polarization. Care shall
be taken that measurements be taken in the directions of maximum-“tadiation and the highest
level at each frequency be recorded.

NOTE At each azimuthal position of the measurement antenna the radiation test site requirements specified in
8.3.1 are met.

8.4  Alternative radiation test sites for the frequency range 30 MHz to 1 GHz

Measurements may be performed on radiation (dest sites which do not have the physical
characteristics described in 8.3. Evidence shall*be obtained to show that such alternative
sites will yield valid results. An alternative radiation test site in the frequency range 30 MHz to
1 GHz is acceptable if the horizontal andvertical site attenuation measurements made as per
526 5.3 of CISPR 16-1-4:2010/AMDBD1;2012 are within +4 dB of the theoretical site
attenuation as given in Tables 1 or 2 6f CISPR 16-1-4:2010/AMD1:2012.

Alternative radiation test sites shall allow for, and be validated for, the measurement distance
in the frequency range 30 MKZ\to 1 GHz specified elsewhere in Clause 6 and/or Clause 8 of
this standard.

8.5 FAR for measuyrements in the range 30 MHz to 1 GHz

A fully-anechoic, rogm (FAR) used for measurement of radiated disturbances in the frequency
range 30 MHzAQL GHz shall comply with the requirements in CISPR 16-1-4.

The use_®efithe FAR is restricted to table-top equipment. The size of the EUT suitable to be
measwed in a FAR is limited by the validated test volume of the given FAR. The test volume
of thesFAR is validated according to CISPR 16-1-4, and documented in the site validation
repert.

NOTE For measurements at 3 m separation distance, this validated test volume will likely limit the applicability of
the FAR to small size equipment, see definition 3.17.

For measurements in the FAR _ the test cnfllp shall he as far as :alnlnli(‘nhln, the same as

described in Clause 8.3 for measurements on an OATS or in a SAC. Further information on
performance of emission measurements in a FAR in the range 30 MHz to 1 GHz is found
in 7.4 of CISPR 16-2-3:2010/AMD 2:2014.
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9 Radiation measurements: 1 GHz to 18 GHz

9.1 Test arrangement

The equipment under test shall be placed on a turntable at a suitable height. Power at the

—_Tnormat vottage strattbesuppiiedFor the EUT s earthimgandgrounding comditions as wettas

connection to the laboratory's electricity supply network see 7.5.3.

9.2 Receiving antenna

The measurements shall be made with a directive antenna of small aperture capablé) of
making separate measurements of the vertical and horizontal components of the radiated
field. The height above the ground of the centre line of the antenna shall be the same.as the
height of the approximate radiation centre of the equipment under test. The distance-between
the receiving antenna and the EUT shall be 3 m.

9.3 Validation and calibration of test site

Test sites shall be validated according to CISPR 16-1-4.

9.4 Measuring procedure
9.4.1 General

The measurements shall take place in free-space conditions, i.e. the reflections on the ground
shall not influence the measurements, see CISPR 16-1-4.

The general measuring procedure above 1.GHz specified in CISPR 16-2-3 should be
consulted for guidance. Measurements shall pe-made with the antenna in both horizontal and
subsequently vertical polarization. In both cases, the turntable with the equipment under test
shall be rotated. It shall be ascertained._that, when the equipment under test is switched off,
the level of background noise is at least/10 dB below the reference limit, since otherwise the
reading may be significantly affected.

A flow chart showing the measutément procedure is shown in Figure 12.
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4

Yes I

Choice of the user of the standard

|

Final Log-AV weighting (9.4.4.2.2)
(Table 14, VBW = 10 Hz)
at frequencies
where Peak > Table 13 limits

Yes
Peak < Table 14
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Final APD weighting (9.4.4.2.3)
(Table15)
at two spot frequencies(f,
and f; £ 5 MHz
where Peak > Table13 liMits

Yes No

10" Value
< Table15
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Peak measurements (9.4.3)
(Table 13, 120 seconds, every 30°)

:

Peak < Table 13
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Choice of the user of the standard

IEC

/

Final Log-AV
weighted measurements
(9.4.42.2)

(Table 14)

Final result No

< Table 14 limits?

Yes

/

Final APD
weighting measurements
(9.4.4.2.3)

(Table 15)

Final result No

< Table 15 limits?

Yes

Pass

Figure 12 — Decision tree for the measurement of emissions from 1 GHz to 18 GHz
of group 2 equipment operating at frequencies above 400 MHz

9.4.2

Operating conditions of the EUT

For microwave ovens, a warm-up period of at least 5 min shall be performed before the

measurement.
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For all measurements the starting phase of the EUT (a few seconds) is to be ignored.

During the measurements, the microwave oven under test is operated at maximum microwave
power setting.

Some microwave ovens automatically turn to an intermittent operation mode if operated for a
long time at their highest microwave power setting. In such cases the measurement shall be
stopped for a while to allow cooling down until the microwave oven is able to operate at its
max power setting without intermittence.

During the measurement, the water load should be exchanged to cold water before it starts-to
boil. For load conditions of microwave ovens during the measurements see also 7.6.5.

9.4.3 Preliminary Peak measurements

Peak measurements in the range above 1 &Hz shall be made for both polarizations of the
antenna with the azimuth of the EUT varying every 30° (starting position perpendicular to the
front surface plane of the EUT, i.e. infa)position perpendicular to the front door, in case of
microwave ovens). At each of these12 positions, a measurement in maximum-hold mode
over the full frequency range 1 GHz\to 18 GHz shall be made for a period of 2 min.

During the measurement, thexwater load should be exchanged to cold water before it starts to
boil. The measurement atsthe particular frequency where this happened needs to be re-
started.

NOTE 1 If the measurements are carried out in frequency subranges, the measurement time for each subrange is
accordingly shorter., Foxexample, the measuring time for a subrange 1 GHz to 2,4 GHz would be about 10s and the
time for a subrange\25 GHz to 18 GHz would be about 110 s.

If the emissions from the EUT in this frequency range are very stable, the measurement time
at each azimuth/polarization may be reduced, e.g. to 20 s.

The\ebtained measurement result(s) shall be compared to the peak limit (see Table 13).
i the EUT passes the peak measurement, then the final test result is PASS, see Figure 12.

If the EUT does not pass the peak measurement, final weighted measurements shall be

carried out, see Figure 1Z.

NOTE 2 In the frequency range 11,7 to 12,7 GHz, in some countries unwanted emissions from ISM equipment can
cause radio frequency interference for reception facilities of satellite broadcasting systems even when it complies
with the limits for the final weighted measurements.
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9.4.4 Final Weighted measurements
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O
C)é 9.4.4.1 General

\Q/ In cases where readings obtained during the peak measurement in the range 1 GHz to

18 GHz exceed the limits specified in Table 13, an additional series of measurements with a
weighting function shall be performed.

In preparation of the final measurement, the whole frequency range shall be divided into
7 sub-ranges from 1 GHz to 18 GHz, in accordance with Table 18.
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For every sub-range where the EUT did not meet the limits of Table 13, identify the frequency
of the highest emission level from the peak measurements. These frequencies are the centre
frequencies to be used for the series of weighted measurements, as shown in Table 20.

— 68 —

Table 20 — Frequency sub-ranges to be used for weighted measurements

é
O

Harmonics of 2,45 GHz

Frequency sub-ranges

Order no. GHz
Not defined 1,0to 2,4
2 2,506,125 2 (19

3 6,125 to 8,575
4 8,575 to 11,025
5
6

11,025 to 13,475 (.AX
13,475 to 15,925 (\'\\U
7 1592510180 ‘|7
a8 Measurements in the ISM band 5,720 GHz to 5,880 GHz are ?jed, see

Table 1.

x¥
_ | _ o |
For demonstration of the fluctuating nature of a disturb r@ two alternative methods for
weighted measurements are available, see also decision ;{g}/ln Figure 12.

N
In any situation where it is necessary to re-tes Qqe equipment, the measuring method
originally chosen shall be used in order to ensure@ sistency of the results.

N\

During the measurement, the water load sho&{g{)e exchanged to cold water before it starts to
boil. The measurement at the particulaz(f@quency where this happened needs to be re-

started.
QQ

9.4.4.2 Log-AV weighting accog& g to Table 14

.

Weighted measurements wit Log-AV method (see Table 14) shall be performed at the
azimuth position of the EU nd with the antenna polarization where the maximum peak
emission occurred during preliminary measurement. A minimum of 5 consecutive sweeps
in max-hold mode shall.ye performed.

xO
These weighted surements shall be performed with the spectrum analyzer in logarithmic
display mode ing the logarithmic amplifier, not a mathematical unit conversion of the

displayed values)

NOTE
level

obta@:

eo bandwidth of 10 Hz together with logarithmic amplification provides a level closer to the average
e measured signal in logarithmic values. This result is lower than the average level that would be
in linear mode.

&asurements with the Log-AV weighting function shall be performed in the frequency

ub-ranges (see Table 18) where the EUT did not meet the limits of Table 13 around the
centre frequencies identified in the previous step, within a frequency span of 20 MHz.

Compare the measurement results to the limits of Table 14.

If the EUT passes the measurement with the Log-AV weighting function (Table 14), then the
final test result is PASS, see Figure 12.
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9.4.4.3 APD weighting according to Table 15

As an alternative to 9.4.4.2, an APD measurement for a period of 30 s shall be performed at
the azimuth of the EUT and the polarization of the antenna where the maximum emission was
found during the preliminary peak measurements. Measurements shall be made at the
following 5 spot frequencies:

f,
fg + 5 MHz, fg — 5 MHz,
fg + 10 MHz, fg — 10 MHz,

where fg is the frequency with the highest peak emission in one of the frequency subranges,
defined in Table 18, see 9.4.4.1.

Compare the measurement results to the limits of Table 15.

If the EUT passes the measurement with the APD weighting function (Table|45), then the final
test result is PASS, see Figure 12.

10 Measurement in situ

For equipment which is not tested on a radiation test site, measurements shall be made after
the equipment has been installed on the user's premisess Measurements shall be made from
the exterior wall outside the building in which the_equipment is situated at the distance
specified in 6.4.

Measurements in situ at the place of operation ‘'of the equipment to be assessed shall be
performed and documented in accordance with 7.7 of CISPR 16-2-3:2010. Further advice for
in situ measurements is also found in CISPR TR 16-2-5 [2] 3.

The number of measurements made.in azimuth shall be as great as reasonably practical, but
there shall be at least four measurements in orthogonal directions, and measurements in the
direction of any existing radio systems which may be adversely affected.

For the larger commercial-imicrowave ovens it is necessary to ensure that the measurement
results are not affected by-hear field effects. CISPR 16-2-3 should be consulted for guidance.

11 Safety precautions for emission measurements on ISM RF equipment

ISM RF equipment is inherently capable of emitting levels of electromagnetic radiation that
are hazafdous to human beings. Before testing for electromagnetic radiation disturbance, the
ISM RF\equipment should be checked with a suitable radiation monitor.

12~ Measurement uncertainty

Determining compliance with the limits in this standard shall be based on the results of the
compliance measurements taking into account the considerations on measurement

Instrumentation uncertainty.

Where guidance for the calculation of the instrumentation uncertainty of a measurement is
specified in CISPR 16-4-2 this shall be followed, and for these measurements the
determination of compliance with the limits in this standard shall take into consideration the

3 Figures in square brackets refer to the Bibliography.
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measurement instrumentation uncertainty in accordance with CISPR 16-4-2. Calculations to
determine the measurement result and any adjustment of the test result required when the
test laboratory uncertainty is larger than the value for Ug gpg given in CISPR 16-4-2 shall also
be included in the test report.

FOT 1T SItT TMEaS UTETNTENTS, tTe COMMution of UNCEertainty due to the Site tsetf 15 exciudedfrom
the uncertainty calculation.

NOTE When performing measurements at distances less than 10 m, higher measurement uncertainties may have
to be taken into account.
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Annex A
(informative)

Examples of equipment classification

Many types of equipment in the scope of this standard contain two or more types of
interference sources, for example an induction heater might incorporate semiconductor
rectifiers in addition to its heating coil. For testing purposes the equipment is to be defined in
terms of the purpose for which it was designed. For example, the induction heater
incorporating semiconductor rectifiers is to be tested as an induction heater (with~all
disturbances meeting the prescribed limits whatever the source of disturbance) and ismot’to
be tested as if it were a semiconductor power supply.

The standard gives general definitions of group 1 and group 2 equipment and‘for official
purposes the group to which a particular piece of apparatus belongs shall be‘identified from
these definitions. It will, however, be helpful to users of the standard to have.a comprehensive
list of types of apparatus which have been identified as belonging to a particular group. This
will also help in developing the specification where variations in test procedures may be found
by experience to be necessary in dealing with specific types of apparatus.

The following lists of group 1 and group 2 equipment are not exhaustive.
Group 1

Group 1 equipment: group 1 contains all equipment~n the scope of this standard which is not
classified as group 2 equipment.

General: Laboratory equipment
Medical electrical equipment

Scientific equipment

Semiconductor converters

Industrial electroheating equipment with operating frequencies less than
or equal to 9 kHz

Machine tools

Industrial pkocess measurement and control equipment

Semiconductor manufacturing equipment

Detailed: Signal generators, measuring receivers, frequency counters, flow meters,
spectrum analysers, weighing machines, chemical analysis machines, electronic
microscopes, switched mode power supplies and semiconductor converters
(when not incorporated in an equipment), semiconductor rectifiers/inverters, grid
connected power converters (GCPC), resistance heating equipment with built-in
semiconductor AC power controllers, arc furnaces and metal melting ovens,
plasma and glow discharge heaters, X-ray diagnostic equipment, computerised
tomography equipment, patient monitoring equipment, ultrasound diagnostic and
therapy equipment, ultrasound washing machines, regulating controls and
equipment with regulating controls incorporating semiconductor devices with a
rated input current in excess of 25 A per phase

Group 2

Group 2 equipment: group 2 contains all ISM RF equipment in which radio-frequency energy
in the frequency range 9 kHz to 400 GHz is intentionally generated and used or only used
locally, in the form of electromagnetic radiation, inductive and/or capacitive coupling, for the
treatment of material, for inspection/analysis purposes, or for transfer of electromagnetic
energy.
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Microwave-powered UV irradiating apparatus
Microwave lighting apparatus

Industrial induction heating equipment operating at frequencies above 9 kHz
Inductive power transfer / charging equipment &

Detailed:

Dietectric reatimg equipmeTnt

Industrial microwave heating equipment
Microwave ovens

Medical electrical equipment

Electric welding equipment

Electro-discharge machining (EDM) equipment
Demonstration models for education and training

a8 Inductive or capacitive power transfer apparatus normally subject to CISPRL1,/but forming part

of equipment subject to other CISPR standards is excluded from the scope“of CISPR 11.
Metal melting, billet heating, component heating, solderingand brazing, arc
welding, arc stud welding, resistance welding, spot welding, tube welding,
industrial laser oscillator exited by high-frequency «discharge, wood gluing,
plastic welding, plastic preheating, food processing, biscuit baking, food thawing,
paper drying, textile treatment, adhesive curing, material preheating, short-wave
diathermy equipment, microwave therapy equipment, magnetic resonance
imaging (MRI), medical HF sterilizers, high-ffequency (HF) surgical equipment,
crystal zone refining, demonstration models of high-voltage Tesla transformers,
belt generators, etc.
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Annex B
(informative)

Precautions to be taken in the use

of a_s_p_e_c_t,r_um_a,n_al\/7pr (see 7.3 1)
7J \ 7

Most spectrum analyzers have no radio-frequency selectivity: that is, the input signal is fed
directly to a broadband mixer, where it is heterodyned to a suitable intermediate frequency.
Microwave spectrum analyzers are obtainable with tracking radio-frequency pre-selectors
which automatically follow the frequency being scanned by the receiver. These analyzers
overcome to a considerable degree the disadvantages of attempting to measure ,the
amplitudes of harmonic and spurious emissions with an instrument which can generatg such
components in its input circuits.

In order to protect the input circuits of the spectrum analyzer from damage when measuring
weak disturbance signals in the presence of a strong signal, a filter should~be provided in the
input to give at least 30 dB of attenuation at the frequency of the strong. signal. A number of
such filters may be required to deal with different operating frequencies.

Many microwave spectrum analyzers employ harmonics of the local oscillator to cover various
portions of the tuning range. Without radio-frequency pre-s€lection, such analyzers may
display spurious and harmonic signals. It thus becomes.'difficult to determine whether a
displayed signal is actually at the indicated frequency, or is génerated within the instrument.

Many ovens, medical diathermy equipment and other-microwave ISM RF equipment receive
their input power from rectified a.c. but unfiltered energy sources. Consequently, their
emissions are simultaneously modulated in amplittde and frequency. Additional AM and FM
are caused by the movement of stirring devices dsed in ovens.

These emissions have spectral line compgonents as close together as 1 Hz (due to modulation
by the oven stirring device), and 50 Hz or 60 Hz (due to the modulation at mains frequency).
Considering that the carrier frequency is generally rather unstable, distinguishing these
spectral line components is not feasible. Rather, it is the practice to display the envelope of
the true spectrum by employing’an analyzer bandwidth which is larger than the frequency
interval between spectral components (but as a rule small in relation to the width of the
spectral envelope).

When the analyzer bandwidth is wide enough to contain a number of adjacent spectral lines,
the indicated peak-value increases with bandwidth up to the point where the analyzer
bandwidth is cemparable to the width of the spectrum of the signal. It is essential, therefore,
to obtain agreement to use a specified bandwidth in order to compare the amplitudes
displayed by ‘different analyzers when measuring emissions typical of present heating and
therapeutic devices.

It has been indicated that many oven emissions are modulated at a rate as low as 1 Hz. It has
been observed that the displayed spectral envelopes of such emissions are irregular,
appearing to vary from scan to scan, unless the number of scans per second is low compared
with this lowest frequency component of the modulation.

ASUuitabie rate for investgation of the emission may require 10 S Or mMore 0 accompliisii one
scan. Such low scanning rates are not suitable for visual observation unless suitable storage
is employed, such as that provided by a storage-type cathode ray tube, a photograph, or a
chart recording device. Some attempts have been made to increase the useful scanning
frequency by removing or stopping the stirring devices in the oven. However, this may be
considered unsatisfactory because the amplitude, frequency and shape of the spectrum are
found to vary with the position of the stirrers.
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Annex C
(normative)

Measurement of electromagnetic radiation disturbance

inthe presence of Qigna|s from radio transmitters

For equipment under test having a stable operating frequency so that reading of the CISPR
guasi-peak measuring receiver does not vary more than +0,5 dB during measurement, the
electric field strength of the electromagnetic radiation disturbance can be calculated
sufficiently accurately from the expression:

EM_gM_gl

where

Eq is the electromagnetic radiation disturbance (unVvV/m);

E, is the measured value of electric field strength (uV/m),

E; is the electric field strength of the radio transmitter signal (uV/m)s

The formula has been found to be valid when unwanted signals‘are from AM or FM sound and
television transmitters having a total amplitude up to twice the amplitude of the
electromagnetic radiation disturbance which is to be measured.

It is advisable to restrict the use of the formula to cases where it is not possible to avoid the
disturbing effect of radio transmitters. If the fréquency of the electromagnetic radiation
disturbance is unstable then a panoramic recejver-or spectrum analyzer should be used, and
the formula is not applicable.
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Annex D
(informative)

Propagation of interference from industrial radio-frequency

equipment at frequencies between 30 MHz and 300 MHz

For industrial radio-frequency equipment which is situated on or near ground level, the
attenuation of the field with distance from source, at a height of between 1 m and 4 m above
ground, depends on the ground and on the nature of the terrain. A model for electric field
propagation above plane-earth in the region from 1 m to 10 km from the source is described
in [15]4.

Although the influence of the nature of the ground, and of the obstacles on it, onsthe actual
attenuation of the electromagnetic wave increases with frequency, an averagef attenuation
coefficient can be taken for the frequency range 30 MHz to 300 MHz.

As ground irregularity and clutter increase, the electromagnetic fields will"be reduced because
of shadowing, absorption (including attenuation caused by buildings and vegetation),
scattering, divergence and defocusing of the diffracted waves [16]..The attenuation can then
be described only on a statistical basis. For distances from the source greater than 30 m, the
expected or median field strength at a defined height varies as’1/Dn where D is the distance
from the source, and n varies from about 1,3 for open country areas to about 2,8 for heavily
built-up urban areas. It seems from the different measurements for all kinds of terrain that an
average value of n=2,2 can be used for approximate estimations. Large deviations of
measured values of field strengths from those- predicted from the average field
strength/distance law occur, with standard deviations of up to about 10dB in an
approximately log-normal distribution. The polarization of the field cannot be predicted. These
results are in agreement with measurements in\a’number of countries.

The screening effect of buildings on the-adiation is a very variable quantity, depending on the
material of the buildings, the wall thiekne'ss and the amount of window space. For solid walls
without windows, the attenuation depends on their thickness relative to the wavelength of the
radiation and an increase in attenuation with frequency may be expected.

Generally, however, it is caonsidered unwise to expect buildings to give protection of much
more than 10 dB.

4 Figures in square brackets refer to the Bibliography.
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Annex E
(informative)

Recommendations of CISPR for protection

of certain radio services in part|c|||ar areas

E.1 General

The ITU develops usage provisions aiming at the efficient use of the radio frequency spectrum
and local control of radiated RF disturbances at the place of operation of individual
ISM RF applications. The respective provisions of the ITU relating to usual residential and/or
industrial environments are recognised by CISPR and incorporated into the main bedy of this
International Standard. Apart from these provisions, additional ITU provisions may apply for
the operation and use of individual ISM RF applications in particular environments, i.e. in
"particular areas", which are not addressed in the main body of this standard. The CISPR
regards these ITU provisions and their national derivatives as recommendations since they
may only apply to individual ISM RF applications used in particularareas under in situ
conditions.

E.2 Recommendations for protection of safety-related’radio services

ISM RF equipment should be designed to avoid fundameéntal operations or radiation of high-
level spurious and harmonic signals in bands used for safety-related radio services. A list of
these bands is provided in Annex F.

NOTE For the protection of specific safety-related radio(sefvices, in particular areas, an individual installation can
be required to meet the limits specified in Table E.1.

Table E.1 — Limits for electromagneticxadiation disturbances for in situ measurements
to protect specific safety-related radio services in particular areas

Measuring distance D from the outer face
Limits of the exterior wall outside the building in
which the equipment is situated
Frequency range
Elgetric field Magnetic field
MHz Distance D
Quasi-peak Quasi-peak
m
dB(nVv/m) dB(pnA/m)
0,283 5-0,526(5 - 13,5 30
74,6 — 75,4 30 - 10
108,137 30 - 10
242,95 — 243,05 37 - 10
328,6 — 335,4 37 - 10
960 — 1 215 37 - 10

E.3 Recommendations for protection of specific sensitive radio services

For the protection of specific sensitive radio services, in particular areas, it is recommended
to avoid fundamental operations or the radiation of high level harmonic signals in the bands.
Some examples of these bands are listed for information in Annex G.

NOTE For the protection of specific sensitive services, in particular areas, national authorities can request
additional suppression measures or designated separation zones for cases where harmful interference may occur.
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Annex F
(informative)

Frequency bands allocated for safety-related radio services

2,1735-2,1905
2,090 55 - 2,091 05
3,0215-3,0275
4,122 - 4,210 5
5,678 5—-5,6845
6,212 - 6,314
8,288 — 8,417
12,287 - 12,579 5
16,417 — 16,807
19,68 — 19,681
22,3755 -22,376 5
26,1 -26,101
74,6 — 75,4
108 — 137

156,2 — 156,837 5

2429 - 2431
328,6 — 335,4
399,9 — 400,05
406 — 406,1
960 — 1 238
1300 — 1 350
1544 — 1 545
1545 — 1 559
1559 — 1 610

1610-1625,5
1645,5-1646,5

1646,5 -1 660:5

2700 -2 900
2900 - 3+100
4 200:=4 400
5,000 5 250
5350 — 5 460
5600 — 5 650
9 000 -9 200
9 200 - 9 500

13 250 — 13 400

Frequency .
MHz Allocation/use
0,010 - 0,014 Radionavigation (Omega on board ships and aircraft only)
0,090 - 0,11 Radionavigation (LORAN-C and DECCA)
0,2835-0,526 5 Aeronautical radionavigation (non-directional beacons)
0,489 - 0,519 Maritime safety information (coastal areas and shipboard only)
1,82 - 1,88 Radionavigation (LORAN-A region 3 only, coastal areas and on board ships only)

Mobile distress frequency

Emergency position indicating radio beacon (EPIRB)
Aeronautic mobile (search and rescue operations)

Mobile distress frequency

Aeronautic mobile (search and rescue operations)

Mobile distress frequency

Mobile distress frequency

Mobile distress frequency

Mobile distress frequency

Maritime safety information (coastal areas and shipboard only)
Maritime safety information (coastal areas and shipboard only)
Maritime safety information (coastal areas and shipboard only)
Aeronautical radionavigation (marker beacons)

Aeronautical radionavigation (108 MHz to 118 MHz VOR, 121,4 MHz to 123,5 MHz
distress frequency SARSAT uplink, 118/MHz to 137 MHz air traffic control)

Maritime mobile distress frequency.

Search and rescue (SARSAT uplink)

Aeronautical radionavigation,(IkS'glideslope indicator)

Radionavigation satellite

Search and rescue (emérgency position-indicating radio beacon (EPIRB), SARSAT
uplink)

Aeronautical radionavigation (TACAN), air traffic control beacons

Aeronautical radignavigation (long range air search radars)

Distress frequency-SARSAT downlink (1530 MHz to 1544 MHz mobile satellite
downlink maY.be pre-empted for distress purposes)

Aeronautical mobile satellite (R)

Aeropautical radionavigation (GPS)

Aefonautical radionavigation (radio altimeters)

Distress frequency-uplink (1626,5 MHz to 1645,5 MHz mobile satellite uplink may be
pre-empted for distress purposes)

Aeronautical mobile satellite (R)

Aeronautical radionavigation (terminal air traffic control radars)

Aeronautical radionavigation (radar beacons — coastal areas and shipboard only)
Aeronautical radionavigation (altimeters)

Aeronautical radionavigation (microwave landing systems)

Aeronautical radionavigation (airborne radars and beacons)

Terminal Doppler weather radar — wind shear

Aeronautical radionavigation (precision approach radars)

Radar transponders for maritime search and rescue. Maritime radar beacons and
radionavigation radars. Airborne weather and ground mapping radar for airborne
radionavigation, particularly under poor visibility conditions

Aeronautical radionavigation (Doppler navigation radars)



https://iecnorm.com/api/?name=3e569e18e2d67b16a6a5db5c151832cd

— 78 —

Annex G
(informative)

Frequency bands allocated for sensitive radio services

Frequency Allocation/Use
MHz
0,1357 -0,137 8 Amateur Radio Service
0,472 - 0,479 Amateur Radio Service
1,80 - 2,00 Amateur Radio Service
3,50 - 4,00 Amateur Radio Service
5,25 -5,45 Amateur Radio Service
7,00 - 7,30 Amateur Radio Service
10,100 - 10,150 Amateur Radio Service
13,36 - 13,41 Radio astronomy
14,00 - 14,35 Amateur Radio Service
18,068 — 18,168 Amateur Radio Service
21,00 - 21,45 Amateur Radio Service
24,89 — 24,99 Amateur Radio Service
25,5 - 25,67 Radio astronomy
28,00 - 29,7 Amateur Radio Service
29,3 - 29,55 Satellite downlink (Amateur Radio Satellite Service)
37,5 - 38,25 Radio astronomy
50 - 54 Amateur Radio Service
70,0 - 70,5 Amateur Radio Service
73 - 74,6 Radio astronomy
137 - 138 Satellite downlink
144 - 146 Amateur Radio Service
145,8 - 146 Satellite downlink (Amateur Radio Satellite Service)
149,9 - 150,05 Radionavigation satellite downlink
240 - 285 Satellite downlink
322 - 328,6 Radio astrgnomy
400,05 - 400,15 Standard frequency and time signal
400,15 - 402 Satellite downlink
402 - 406 Satellite uplink 402,5 MHz
406,1 - 410 Radio astronomy
430 - 440 Amateur Radio Service
435 - 438 Satellite downlink (Amateur Radio Satellite Service)
608 4614 Radio astronomy
1 245y~1 240 Satellite downlink
11240 - 1 300 Amateur Radio Service
1260 - 1 270 Satellite uplink
1 350 -1 400 Spectral line observation of neutral hydrogen (radio astronomy)
1400 -1 427 Radio astronomy
1435 -1 530 Aeronautical flight test telemetry
1 530 -1 559 Satellite downlink
1559-1 610 Satellite downlink
1610,6 -1 613,8 Spectral line observations of OH radical (radio astronomy)
1660-1710 1 660 MHz to 1 668,4 MHz: Radio astronomy 1 668,4 MHz to 1 670 MHz: Radio

1718,8 -1 722,2

astronomy and radiosonde 1 670 MHz to 1 710 MHz: Satellite downlink and
radiosonde

Radio astronomy

CISPR 11:2015+AMD1:2016
+AMD2:2019 CSV © |IEC 2019
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Frequency bands allocated for sensitive radio services (list continued)

Frequency Allocation/Use
MHz

2 200 - 2 300 Satellite downlink

2 320 - 2 450 Amateur Radio Service

2 310 - 2 390 Aeronautical flight test telemetry

2 655 -2 900 2 655 MHz to 2 690 MHz: Radio astronomy and satellite downlink
2 690 MHz to 2 700 MHz: Radio astronomy

3 260 - 3 267 Spectral line observations (radio astronomy)

3 332 -3 339 Spectral line observations (radio astronomy)

3 345,8 - 3 358
3 400 - 3 475
3 400 - 3 410
3 600 - 4 200
4 500 - 5 250

5 650 - 5 950

7 250 -7 750

8 025 - 8 500
10 000 — 10 500
104 50 - 10 500
10 600 - 12 700

14 470 - 14 500
15 350 - 15 400
17 700 - 21 400
21 400 - 22 000
22 010 - 23 120

23 600 - 24 000
24 000 - 24 500
31 200 - 31 800
36 430 - 36 500
38 600 - 40 (000
above 400 GHz

Spectral line observations (radio astronomy)
Amateur Radio Service

Satellite downlink

Satellite downlink

4 500 MHz to 4 800 MHz: Satellite downlink
4 800 MHz to 5 000 MHz: Radio astronomy
5 000 MHz to 5 250 MHz: Aeronautical radionavigation
Amateur Radio Service

Satellite downlink

Satellite downlink

Amateur Radio Service

Satellite downlink

10,6 - 10,7 GHz: Radio astronomy

10,7 - 12,2 GHz: Satellite downlink

12,2 — 12,7 GHz: Direct broadcast satellite
Spectral line observations (radio astronomy)
Radio astronomy

Satellite downlink

Broadcast satellite, (Region 1 and Region 2)

22,01 GHz to 22,5 GHz: Radio astronomy 22,5 GHz to 23,0 GHz: Broadcast satellite
(Region 1) (22,81 GHz to 22,86 GHz is also radio astronomy) 23,0 GHz to 23,07 GHz:
Fixed/intex§atellite/mobile (used to fill in the gap between frequency bands) 23,07 GHz
to 23,12, GHz: Radio astronomy

Radigrastronomy
Amateur Radio Service
Radio astronomy
Radio astronomy
Radio astronomy

Numerous bands above 400 GHz are designated for radio astronomy, satellite
downlink, etc.
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Annex H
(informative)

Statistical assessment of series produced equipment

againstthe requirements of CISPR standards

H.1 Significance of a CISPR limit

A CISPR limit is a limit which is recommended to national authorities for incorporationin
national standards, relevant legal regulations and official specifications. It isnalso
recommended that international organizations use these limits. The significance of the) limits
for type approved appliances shall be that on a statistical basis at least 80 % of thé mass-
produced appliances comply with the limits with at least 80 % confidence.

The assessment of conformity of equipment tested on a test site shall be based on
measurement results obtained in accordance with the specifications 'of Clause 7. For
equipment in series production, there shall be 80 % confidence 4hat at least 80 % of
manufactured items comply with the limits given (compliance criterion), see CISPR 16-4-3.
Statistical assessment procedures providing such a confidence level are specified in H.3.1,
H.3.2 and H.3.3.

NOTE When applying another statistical assessment procedure than one| of those referred to above or specified in
CISPR 16-4-3, the user of this standard can be invited to show evidence that the compliance criterion set out
above is also met when applying this other method.

Measurement results obtained for an equipment measured in its place of use and not on a
test site shall be regarded as relating to that nstallation only, and shall not be considered
representative of any other installation and se shall not be used for the purpose of a statistical
assessment.

H.2 Type tests

As a rule, the positive result ofca type test on a given appliance according to the respective
CISPR standard will be recognized as approval of the type if the type test was performed

H.2.1 either on a sample of appliances of the type using one of the statistical methods of
evaluation in accordance with H.3,

H.2.2 or, for.simplicities sake, on one appliance only. In this case subsequent tests are
necessary from-time to time on appliances taken at random from the production line.

NOTE Recognition of a type test made on only one appliance of series-produced equipment as type approval may
depend ofi national or regional regulation. National or regional authorities may rely on different quality assurance
systemsto be maintained by the manufacturer. Consult respective national or regional regulations.

H.3  Statistical assessment of series produced equipment

H.3.1 Assessment based on a general margin to the limit

The assessment is positive when the measured values from all items of the sample are under
the limit L, and the margin to that limit is not smaller than the general margin given in
Table H.1 below.
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Table H.1 — General margin to the limit for statistical evaluation

Sample size (n) 3 4 5 6

General margin to the limit (dB) 3,8 2,5 1,5 0,7

This method can be used to get a quick final pass-decision. If the conditions are not fulfilled,
this does not yet mean that a product is non-compliant. To determine non-compliance, the
measured results shall be evaluated by one of the methods in H.3.2. (use of non-central t-
distribution) or H.3.3 (use of binomial distribution).

NOTE The newly introduced method in this subclause is based on CISPR 16-4-3.

The values in Table H.1 have been calculated with the following methodology: Compliance is given, when

Xmax T K Orax S L

max
where
Xmax IS the highest (worse) measured value of all items in the sample;
kE is the coefficient from the table below, depending on the sample size;
Gmax IS @ conservative value for the expected maximum standard deviationin*a product group, and which is

calculated as 2 times the expected standard deviation;

L is the limit specified in this standard.

The quantities x, L and omax are expressed in logarithmic terms while kg, as an ordinary factor, is given in absolute
numerical value, see table in this NOTE.

Sample size (n) 3 4 5 6

Coefficient kg 0763 0,41 0,24 0,12

CISPR 16-4-3 recommends a value o, = 6,0 dB*for both the disturbance voltage and the disturbance power. For
radiated disturbances, measured on equipmeft’in the scope of this standard, the same value for o, ,, has been
assumed. The values for the general margin to the limit in Table H.1 above are a simple multiplication of this
6,0 dB with the coefficient kg. In Table H¢l\values are given only for a sample size up to n = 6 because for n =7 or
higher the method given in H.3.3 can be ‘applied, where the binomial distribution without an additional margin is
used.

H.3.2 Assessment based on the non-central t-distribution
H.3.2.1 Normal procedure

The measurements-shall be performed on a sample of not less than five and not more than
12 pieces of eguipment of the type in series production, but if in exceptional circumstances
five pieces of equipment are not available a sample of three or four may be used.

NOTE ,The assessment made on a sample of the measurement results obtained for a sample of size n relates to
all identical units and allows for the variations that can be expected to arise due to quantity production techniques.

Compliance is achieved when the following relationship is met:

)?+kSn <L

where

X is the arithmetic mean value of the disturbance levels of n items of equipment in the
sample;

Sn is the standard deviation of the sample where

57— x Y (x-xJ

n_
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X is the disturbance level of an individual equipment;
L is the permitted limit;

k is the factor derived from tables of the non-central t-distribution which ensures with 80 %
confidence that 80 % or more of the production is below the limit. Values of k as a function

ofnaro gi\lnn r-Table H-2.

X, X and L are expressed logarithmically: dB(uV), dB(uV/m) or dB(pW).

Sh is expressed in logarithmic term, i.e. in dB.

Table H.2 — The non-central t-distribution factor k as a function of the sample size'n

n 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

k 2,04 1,69 1,52 1,42 1,35 1,30 1,27 1,24 1,21 1,20

H.3.2.2 Extended procedure

When applying the procedure as in H.3.2.1 a given sample of ‘equipment which causes
fluctuating disturbances may fail to meet the compliance criterion. In such cases the extended
assessment procedure defined in this clause can be used.

The statistical assessment shall be carried out separately for the following frequency
subranges:

Conducted disturbances: a) 150 kHz to 500 kHz
b) 500)kHz to 5 MHz
c) (5'MHz to 30 MHz

Radiated disturbances below 1 GHz: a) 30 MHz to 230 MHz
b) 230 MHz to 500 MHz
¢) 500 MHz to 1 000 MHz

Radiated disturbances above 1 GHz: a) 1,0 GHz to 4,5 GHz
b) 4,5 GHz to 18 GHz

NOTE For group 2_€quipment, there may be no need to fully or continuously cover the frequency subranges
defined above, see respective information in 6.3.2.4, Table 13.

Compliance, of the sample is judged from the following modified relationship:
X +kS, <0
The value of k depends on the sample size n and is stated in Table H.2 above.

For determination of compliance, the standard deviation formula as in H.3.2.1 shall be used:

57 =—Lx Y (X -X)

n-1

where
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X is the arithmetic mean value of the disturbance levels of n items of equipment in the
sample;

X is the margin of the disturbance level of an individual item of equipment to the respective
limit. X is to be determined as follows: for each of the defined frequency ranges. the

margins between the measured values (readings) and the limit are defined. The resulting
margin X is negative where the measured value is below the limit, and positive, where it is
higher than the limit. For the nt" individual item of the sample, X, is the value of the margin
at the frequency where the margin curve shows its maximum.

NOTE If all measured values are below the limit, X is the smallest margin to the limit. If some of the measured
values are above the limit, X is the largest margin by which the limit is exceeded.

X, X and S, are expressed logarithmically, i. e. in dB.

If all measured values are below the limit and the statistical assessment fdiled only due to a
high standard deviation, it shall be investigated whether this high standard deviation has been
unjustifiably caused by a maximum of X, at the borderline between two~frequency subranges.
In this case the assessment can be done according to H.3.3.

NOTE The Figure H.1 below illustrates the possible difficulties if a maximum<ef the measured disturbances occurs
near the borderline between two frequency sub-ranges. "U " is the measured disturbance voltage; "f" is the
frequency. Here two units with different characteristics out of a sample aresshown. For broadband disturbances the
value of the maximum as well as the frequency of the maximum can ehange from unit to unit, differences as
between unit 1 and unit 2 in a sample are typical. An average value and standard deviation is calculated for all
units (of which two are shown) for each subrange. In this examplesthe ‘calculated standard deviation is much higher
for subrange 1 than subrange 2 (e.g. consider how different the'yalues of X, and X, are at the borderline). Even
though the average for subrange 1 is much lower than subrange 2, after taking into consideration the high value of
S, multiplied by the factor out of Table H.2, in rare cases this-could lead to the sample set failing the given criteria.
Since this is simply a consequence of the way in which the frequency subranges have been defined, no statistically
meaningful conclusion can be drawn regarding compliarice.
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Figure H.1 — An example of possible difficulties

H.3.3 Assessment based on the binomial distribution

Compliance is judged from the condition that the number of appliances with a disturbance
level abhove the :\pprnpri:\fn limit may not exceed a number of ¢ in a ::\mpln of total size n_see

Table H.3.
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Table H.3 — Application of the binomial distribution

Sample size (n) 7 14 20 26 32

Number of samples c exceeding the limit L 0 1 2 3 4

H.3.4 Equipment produced on an individual basis

All equipment not produced in series shall be tested on an individual basis. Each individual
item of equipment is required to meet the limits when measured by the methods specified.
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Annex |
(normative)

r the assessment of disturbance

of semicond or powe ala

Artificial Network (AN) fo

volte

1.1 General information and purpose

The artificial network for the assessment of disturbance voltages at d.c. power ports (DC-AN)
provides a defined common mode (CM) 150 Q termination impedance for the d.c. power port
of the power converter under test during measurements of conducted RF disturbangées at
standardized test sites. It is constructed to provide, in the intended frequency range from
150 kHz to 30 MHz, well defined termination impedances for symmetric (or differential mode —
DM) as well as asymmetric (or common mode — CM) disturbance componentsi The values of
these termination impedances are specified in Clause |.4.

Further, the DC-AN is furnished with a decoupling network (i.e. an, LC-filter) such that
sufficient decoupling is provided between its EUT port and its AE pert,in order to prevent RF
disturbances from the laboratory d.c. power source to affect obtained measuring results.
Having asymmetric decoupling capacitors with some 100 nF te~about 1 uF capacitance only
the construction of that filter prevents, in most cases, saturation effects in mitigation filters the
power converters may be furnished with and this way |provides for valid, reliable and
repeatable measurement results.

1.2 Structures for a DC-AN

.2.1 AN suitable for measurement of uhsymmetrical mode (UM) disturbances

Similar to the V-AMN, the AN shall @llow for measurement of the unsymmetrical mode
disturbance voltage level at a single terminal (or conductor or pole, respectively) of the EUT's
d.c. power port under test, relative<to laboratory reference ground. An appropriate AN would
hence be e.g. a pseudo V-AN, a kind of delta network. For layout and design, the principles
set out in CISPR 16-1-2 shall-b€ observed. A circuit diagram of a suitable Delta-network is
found in Figure I.1.

NOTE Due to constraints <4n, design of true V-ANs for a certain defined ratio of the DM to CM termination
impedance, construction,of a pseudo V-AN may require use of a third shunting resistor connecting to the two power
terminals of the EUT port'of the AN. Such shunting resistors as R, in Figure I.1 or R, in Figure 1.4 do not have any
impact on the required"DM and CM termination impedances and provide for these termination impedances also
during measurementof UM disturbance voltages. For calculation of the termination impedance for UM disturbance
voltages the delta‘to-star conversion formula for resistor networks can be used. Further, these termination
impedances ¢an-.also be measured directly at the EUT power terminals of the AN in relation to common ground in
using an _dppropriate network analyser. Distinction in V- and Delta-ANs is kept for traditional reasons only.
UM distutbance voltages can also easily be measured with Delta-ANs when they are furnished with respective
measuting ports.

2.2 AN suitable for measurement of common mode (CM) and differential mode
(DM) disturbances

A Delta-AN shall allow for measurement of the symmetric (or differential mode — DM)
disturbance voltage level between (any) two terminals different from those at ground potential

(or conductors or poles, respectively) of the EUT's d.c. power port under test. It shall further
allow for measurement of the asymmetric (or common mode — CM) disturbance voltage level
at the virtual common HF junction of two (or more) terminals (or conductors or poles,
respectively) of the EUT’s d.c. power port under test, relative to laboratory reference ground.
For layout and design, the principles set out in CISPR 16-1-2 shall be observed. An example
of a suitable Delta-network is found e.g. in CISPR 16-1-2:2014, Clause A.6 Figure A.2. This
figure is also replicated in Figure 1.2.
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1.2.3 AN suitable for measurement of UM, CM and DM disturbances

As an option the Delta-AN may also provide for the measurement of the unsymmetrical mode
disturbance voltage level at a single terminal (or conductor or pole, respectively) of the EUT's
d.c. power port, relative to laboratory reference ground, just like a V-network. For layout and
design, the principles set out in CISPR 16-1-2 shall be observed. Fxamples for practical

implementations of combined pseudo V- and Delta-ANs of several manufacturers are given in
Figure 1.3 to Figure I.5.

1.3 Employment of DC-ANs for compliance measurements

1.3.1 General

For the measurements, pseudo V-ANs as well as Delta-ANs meeting the requirements in 1.4
can be used. Other artificial networks specified in CISPR 16-1-2 can also be used if providing
an asymmetric or common mode (CM) 150 Q termination for the port under-test to laboratory
reference ground, and if being furnished with an appropriate low CMziblocking capacity
decoupling LC-filter.

NOTE Presently the 150 Q artificial mains V-network specified in CISPR 16-1¢2:2014, 4.5 cannot be used for
measurements of conducted disturbances at LV d.c. power ports, since praviding a common mode termination
impedance of 75 Q only. Such a V-network does not meet the most essential technical parameter specified in
Table 1.1 Pos. 3, i.e. the value of 150 Q, for the common mode termination~impedance. Negotiations in definition of
systematic corrections for measurement results obtained in use of such nmétworks have not been started yet.

Selection of the type of AN is left to the user of this standard. Each type of AN provides for
measurement results which have the same confidenge level as results obtained when using
the established V-network. Information on aspectsof measurement uncertainty in respect of
artificial mains networks (AMN) is found in CISPR“16-4-2:2011, Clause 4. This information is
also valid when employing DC-ANs which comply with the specification in 1.4.

If a combined AN is used, then it suffices to just apply it either for measurement of
unsymmetrical mode (UM), or for measurement of both, common mode (CD) and differential
mode (DM) disturbances.

In any case the assessment _afithe RFI potential of a given port under test in the frequency
range 150 kHz to 30 MHz_is”only completed, if measurement results were obtained and
recorded either for the twg,composite unsymmetrical mode (UM) disturbance components, or for
both, the asymmetric en'common mode (CM) and the symmetric or differential mode (DM)
disturbance components as well.

1.3.2 Pseudo V-AN

In the pseldo V-network an assessment of these components is only possible in combination
as compasite unsymmetrical mode (UM) disturbance voltages, the level of which can be
differént for each terminal of the given port under test, due to internal HF imbalance of the
EUTNo common ground. These are the “classical” terminal disturbance voltages which can be
compared with the established limits directly and which hence constitute the established EMC
requirements, for example for a.c. mains ports.

Compliance with the limits is verified only where both measured unsymmetrical mode (UM)

dictiirhaneca vynltano lavale ara amiialtn ar lacc than tha racnactivia limit
Sttt ce v o gereverSare— e quat0- 0 1eSStHa e tt

<
TotoT T 9 | Aaod AR AR AR LR AT

1.3.3 Delta-AN

In the Delta-network asymmetric or common mode (CM) and symmetric or differential mode
(DM) disturbance components can be measured and assessed separately, for each port under
test.



https://iecnorm.com/api/?name=3e569e18e2d67b16a6a5db5c151832cd

CISPR 11:2015+AMD1:2016 CSV - 87 -
+AMD2:2019 CSV © |IEC 2019

Compliance with the limits is verified only where both, the measured common mode (CM)
disturbance voltage level and the measured differential mode (DM) disturbance voltage level
are equal to or less than the respective limit.

L4 Normative technical requirements for the DC-AN

.4.1 Parameters and associated tolerances in the range 150 kHz to 30 MHz

Table I.1 — Parameters and associated tolerances in the range 150 kHz to 30 MHz

Pos. Description of the parameter Nominal value and tolerance

1 Type of the DC-AN Delta-network suitable for measurements at'one d.c.
power string or port (plus pole, minus pole-and
reference ground)

2 Calibrated frequency range 150 kHz to 30 MHz (measurement,range)
3 | CM termination impedance at the EUT port, (150 £ 30)Q
magnitude

4 | CM termination impedance at the EUT port, phase (0 £ 40)°

5 DM termination impedance at the EUT port, (150 £ 30)Q
magnitude

6 DM termination impedance at the EUT port, phase (0 £ 40)°

Longitudinal conversion loss (LCL) at the EUT port 2 | > 26 dB (symmetrical 150 Q system)

7 (measured according to CISPR 16-1-2)
8 | CMinsertion loss AE port — EUT port >.2Q"dB (asymmetrical 50 Q system)
9 DM insertion loss AE port — EUT port >)20 dB (symmetrical 150 Q system)

> 40 dB, with external capacitor

10 | Discharge resistors for decoupling capacitors in-the |> 1,5 MQ
d.c. current path

2  The LCL of the AN should be significantlyNlarger than the internal LCL of the EUT. During the measurement of
unsymmetrical disturbance voltages only\disturbance components from internal mode conversion DM to CM in
the EUT need to be assessed. The Statistical mean value of the LCL of installed PV generators has already
been taken into account when determining the limits for the DC power input port of GCPCs.

NOTE The parameters in Tablé’/l.1 have been derived in developing modern implementations of the 150 Q CISPR
network described in CISPR-16-1-2 for use with measurements at low voltage d.c. power ports of GCPCs for
photovoltaic power generating systems.

Measuring portsishall be protected from low frequency components of voltage transients
appearing when switching the laboratory d.c. power source on and off. Furthermore, secure
galvanic connection shall be guaranteed to the AN's ground in order to drain transient
dischargetcurrents through the coupling capacitors when switching the laboratory source off.

Decoupling capacitors in the d.c. current path shall be bypassed with high resistance
discharge resistors, see position 10.
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Parameters and associated tolerances in the range 9 kHz to 150 kHz

Table I.2 — Parameters and associated tolerances in the range 9 kHz to 150 kHz

Pos. Description of the parameter Nominal values and tolerances
Z gxtendaed rrequency range Y KAZ — 19U KHZ
(includes the operation frequency of GCPCs)
3 CM termination impedance at the EUT port, > 10 Q (AE port open)
magnitude
4 CM termination impedance at the EUT port, phase not specified
5 DM termination impedance at the EUT port, > 1 Q (AE port open)
magnitude
6 DM termination impedance at the EUT port, phase not specified
7 Longitudinal conversion loss (LCL) at the EUT port | > 26 dB, in the range 10 kHz to 150.KHz
(symmetrical 150 Q system)
(measured according to CISPR(16-1-2)
8 CM insertion loss of AE port to EUT port > 20 dB at 150 kHz (asymmetrjcal 50 Q system),
decreasing with decreasing frequency with
40 dB/decade
9 DM insertion loss of AE port to EUT port > 20 dB at 150 kHz

> 40 dB with exterhal capacitor

(symmetrical’¥50 Q system), decreasing with
decreasjng.frequency with 40 dB/decade

NOTE The parameters in Table 1.2 have been derived in deVeloping modern implementations of the 150 Q CISPR
network described in CISPR 16-1-2 for use with measurements at low voltage d.c. power ports of GCPCs for
photovoltaic power generating systems.

1.5

Examples of practical implemeéntations of DC-ANs

I
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DC-AN with Zgy =150 Q2 , Zg,, =100 ©2. T1, T2 and T3 all terminated with 50 Q.

Unsymmetrical voltage signals (-20 dB) available at T1 and T2.

Common mode voltage signal (-20 dB ... -24 dB depending on R ;) available at T3.

9002 <R ; <1 50012 depending on the losses in the reactive ell its in the realised

circuit to match the required impedance tolerance over the whole frequency range.

IEC

NOTE Measuring port T3 can be used for measurement of asymmetric or common mode (CM) disturbance
components.

Figure I.1 — Practical implementation of a 150 Q DC-AN
suitable for measurement of UM disturbances (Example)
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Figure 1.2 — Practical implementation of a 150°Q DC-AN
suitable for measurement of CM and DM_disturbances
(Example, see also Figure A.2 in CISRR\16-1-2:2014)
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NOTE Mode 1 and mode 2 represent employment of the artificial network for measurement of unsymmetrical
mode (UM) or "terminal” disturbance voltages.

Figure 1.3 — Practical implementation of a 150 Q DC-AN suitable for
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B-PV-GENERATOR B-EUT

IEC

NOTE Mode A and mode B represent employment of the artificial network forymeasurement of unsymmetrical
mode (UM) or "terminal” disturbance voltages.

Figure 1.4 — Practical implementation of a 150-Q’DC-AN suitable for
measurement of UM, or CM and DM disturbances (Example 2)
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NOTE Mode 1 and mode 2 represent employment of the artificial network as pseudo V-network, i.e. for
measurement of unsymmetrical or "terminal" disturbance voltages. In use as pseudo V-network, i.e. in mode 1 or
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termination impedance is 150 Q.

Figure 1.5 — Practical implementation of a 150 Q DC-AN suitable for
measurement of UM, or CM and DM disturbances (Example 3)
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Annex J
(informative)

Measurements on Grid Connected Power Converters (GCPC) —

Setups for an effective test site configuration

J.1 General information and purpose

For measurement of disturbance terminal voltages on grid connected power converters
(GCPC) intended for supply of electric energy into AC mains grids and similar AC ains
installations (see Definition 3.11), connection to an appropriate laboratory DC power supply is
necessary on the DC input side of the GCPC, while connection to another appropriate
laboratory AC power source or AC mains grid is necessary on the AC output side.tQ0.

The DC power is fed into the DC input power ports of the GCPC, and nof.consumed in the
GCPC, and so almost completely converted to AC power and output to the AC side. If the AC
power output from the GCPC is not consumed by a resistive load etc( the AC power current
can reversely be carried into the laboratory AC power source, and sg-the equipment may be
damaged. In addition, there are some countries where reverse power flow into the AC mains
is restricted or prohibited by national law and regulations. Thus; the global setup of the test
site used for the measurements needs attention, and a preper and appropriate setup may
even enable simplification of the test arrangement and configuration for the equipment under
test (EUT). Examples of suitable setups for the test site ,are ‘described below.

J.2  Setup of the test site

J.2.1 Block diagram of test site

The measurement arrangement and caffjguration for the EUT can be simplified by use of a
test site having a configuration as shown”in Figure J.1/J.2. For this setup, the AC output of the
GCPC is connected to the AC input of the laboratory DC power supply through the V-AMN
used in the measurement arrangement. The laboratory DC power supply converts AC power
into DC power, and it is supplied to the DC input of the GCPC. Thus, the current circulates
from the AC output to the DC input of the GCPC. The advantages of this site configuration are
that the DC power supplysconsumes the AC output power of the GCPC, and so a resistive
load is not required to prevent AC power currents from flowing into the laboratory AC power
source.

AC mains
(grid) AC current
flow
Laboratory EMI | ¢— e )
AC power filter [ Resistive load [AC output [ sepe | DC input
source 1_ | (optional) -
i Trans-
1 former I
AC input Il E (optional)
Change in
DC power electrical
supply system —— Reference ground
DC output | - EMI
— | filter b
| DC current flow
- IEC

Figure J.1 — Setup of the test site (Case 1) — 2D diagram
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NOTE The distances defined as ‘x’ and 'y’ iaxthe diagram refer to those as detailed in CISPR 16-2-1:2014, 7.4.1.

Figure J.2 — Setup of the test site (Case 1) — 3D diagram

Consequently the laboratory”AC power source needs to provide only the total power losses in
the test arrangement, ance the measurements are started. Because the laboratory AC power
source is used, its,AC voltage and frequency can easily be adjusted conforming to the
specifications for the“AC output side of the GCPC. Reverse AC power current does not flow
into the AC powef.source, and so it cannot be damaged.

J.2.2 DC power supply

The laboratory's DC power supply shall have enough output power to operate the GCPC at its
rated AC output power. In addition, a control for adjusting properly its DC output voltage is
pecessary. In case of the test site setup as shown in Figure J.1/J.2, the electrical system of
AC input to the DC power supply shall match with that of the AC output of the GCPC.

J.2.3 AC power source

The laboratory's AC power source shall be of the CVCF-type such that it can adjust to the
nominal AC output power voltage and frequency of the GCPC under test. In case of the setup
as shown in Figure J.1/J.2, its power is only just enough to supply the total power losses in
the test arrangement, and so a larger power is unnecessary.
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J.2.4

— 903 —

Other components

In many cases the DC power supply itself is provided with filters on the input and output side.
As shown in Figure J.1/3.2, additional EMI filters can be placed on the input and output side
of the DC power supply to mitigate conducted disturbances which are generated.

In case the electrical systems of the AC output of the GCPC, the AC input of the DC power
supply and the output of the AC power source do not accord like single phase-three-wire, or
single phase-two-wire system, a proper transformer shall be inserted as shown in
Figure J.1/J.2 to appropriately convert the electrical systems.

J.3 Other test setups

J.3.1 Configuration comprising laboratory AC power source and resistive/load

On the other hand, there are some cases where each electrical system cannot basically be
matched such as three-phase input of the DC power supply with a single.phase AC output of
the GCPC (EUT), etc. (there is also the reverse case). In such cases;.the AC output of the
GCPC cannot directly be connected to the AC input of the DC power supply as shown in
Figure J.1/J.2. In this case, another resistive load is connected in‘parallel with the laboratory
AC power source as shown in Figure J.3/J.4 and the AC power_of'the GCPC (EUT) shall be
consumed by that resistive load. As a result, the resistive load\pfevents the AC output power
current of the GCPC from flowing reversely into the labaratory AC power source, if it has
enough power to exceed the maximum AC output power of the GCPC.

AC mains
(grid) AC current
ACpower || Em s AC output bC input
i inpu
source filter 1_ GCPC | == 'MP
Resistive
load — |
AC mains (grid) — Reference ground
(optional)
l':"\ ™ DC power EMI
=771 supply —| filter —
S AC bc DC current flow
input | output |

IEC

Figure J.3 — Setup of the test site (Case 2) — 2D diagram
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AC maingyt, .
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AC mains(grid)
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IEC

NOTE The distances defined as ‘x’ and 'y’ in the diagram refer to those as detailed in CISPR 16-2-1:2014, 7.4.1.

Figure J.4 — Setup of the test site (Case 2) — 3D diagram

J.3.2 Configuration in case of reverse power flow to the AC mains

This setup example shows the“”case where the laboratory AC power source (see
Figure J.3/J.4) is not connectedto the AC output side of the GCPC.

In case the AC output of the GCPC is connected to the AC mains through a filter as shown in
Figure J.5/J.6, the AC output current of the GCPC flows to the AC mains, and therefore it is
not required to connect the resistive load as shown in the previous setup, Case 2. But in this
case, there is a disadvantage that the AC power voltage and frequency cannot be adjusted
conforming to thé'specifications of the AC output side of the GCPC.
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Figure J.5 — Setup of the test site (Case 3) — 2D diagram
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NOTE The distances defined as ‘x’ and 'y’ in the diagram refer to those as detailed in CISPR 16-2-1:2014, 7.4.1.

Figure J.6 — Setup of the test site (Case 3) — 3D diagram
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Annex K
(informative)

Test site configuration and instrumentation — Guidance on prevention

of saturation effects in m|t|gat|gn filters of transformer-less power

converters during type tests according to this standard

K.1 General information and purpose

Most types of power converters use operation or switching frequencies in the rangé)of a
couple of 100 Hz up to 25 kHz. The measurement results obtained in the range oflinterest
(150 kHz to 30 MHz) are sometimes seriously invalidated by the effective total common mode
(CM) impedance of the whole d.c. power supply chain in the test environment inythe range of
about 500 Hz to 150 kHz. If the operation frequency of the power convertér under test
coincides with the frequency of the series resonance dip(s) in the effective total common
mode (CM) impedance in the whole laboratory d.c. power supply chain, excessive CM
disturbance currents may appear at the operation frequency and may saturate the built-in EMI
filters (as e.g. common mode chokes) in the EUT. Consequently.vit will cause serious
performance degradation of the filters in the measuring frequency\range 150 kHz to 30 MHz.
Performance degradation of the filters means that excessive ®RF disturbance levels will be
recorded causing the power converter under test eventuallytOo~FAIL proving compliance with
the requirements specified in this standard.

It shall be said that such mode of operation of power,converters prominently deviates from the
operation conditions in normal use. Hence additional countermeasures should be taken at test
site configuration level in order to operate the power converters as intended in normal use, in
type tests according to this standard.

As a matter of course, CM decouplingScapacitors shall be employed, in conjunction with
suitable series inductors, as LP-filters-decouple the termination impedance at the EUT port of
the artificial network (AN) e.g. fromsinfluences of the laboratory d.c. power source at the AE
port of this AN. The specifications.ofithe DC-AN as in Annex | Table 1.2 guarantee that the CM
termination impedance at the EYT port of the AN remains at least at values of 10 Q or more,
at the series resonance of itscinternal LC LP decoupling filter. This will prevent the saturation
effects mentioned above in\most of the practical testing cases. For the magnitude-versus-
frequency characteristicsof the CM termination impedance of the AN in the range 9 kHz to
150 kHz, consult the specifications provided by the manufacturer.

Considering now itigation of common mode RF currents in the whole laboratory d.c. power
supply chain at the test site, this mitigation and involved additional CM decoupling capacitors
and common, mode chokes (as e.g. in the EMI filters at the site) may interact with the
characteristics of the built-in LC LP decoupling filter of the AN, and may cause frequency
shifts .of_the series resonance dip(s) of the effective total common mode (CM) impedance
experienced at the EUT port of this AN.

ItNis hence strongly recommended to adjust the magnitude-versus-frequency characteristics of
the total effective CM termination impedance at the EUT port of the AN to the conditions
needed for the given type of power converter under test. Such adjustments can be made by
variation of the value of the CM blocking capacitance in the laboratory's d.c. power supply

chain and/or by insert of additional series inductors or common mode chokes. This annex
describes possible countermeasures to avoid saturation effects due to unfortunate
characteristics of the test site instrumentation used in the laboratory d.c. power supply chain.
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Attention is drawn to the user of such test setups in regard of hazardous voltages due to
high earth leakage currents. Advice should be sought from duly qualified personnel
before switching on the laboratory's system power sources to ensure that injury or

ddinage SOt caused 1o test personnel or equipmem.

K.2 Recommendations for avoidance of saturation effects in the range 9 kHz
to 150 kHz

If excessive levels of disturbance are observed during measurements of conducted RF
disturbances at LV d.c. power ports of power converters in the range 150 kHz to 30 . MHZ, then
this may be caused by saturation effects appearing at the operation frequency ‘of*the EUT
allocated someplace in the range below 150 kHz. To avoid such conditions it issrtécommended
to observe the guidance given below.

1) For measurements at LV d.c. power ports of power converters usenonly ANs complying
with the technical requirements of the 150 Q artificial mains Delta-network according to
4.6 of CISPR 16-1-2:2014, or according to Annex | of this standargd.

2) Apply good test site engineering and check whether the whel& measuring instrumentation
(DC-AN excluded) and test site configuration are suitablenfor use with measurements on
power electronics operated in switching mode conditions at operating frequencies
(fundamental frequencies) allocated in the range jbelow 150 kHz. Depending on the
implemented technology and nominal power throughput, power converters may use
fundamental or switching mode frequencies in the-range from a couple of 100 Hz up to
about 150 kHz.

3) Whenever possible insert additional comman,mode (CM) absorbing devices such as ferrite
tubes, CMADs or also 150 Q CDNs accofding to IEC 61000-4-6, between the AE port of
the AN and the laboratory d.c. power, supply port allocated in the test environment. For
this purpose an extended length of ¢he*d.c. power supply cable can be used too. In coiled
form it introduces an additional_decoupling inductor (i.e. a common mode choke) put in
series to the laboratory's common mode current circuit. In any case, check the efficiency
of the added common mode r&jection devices, since for most of them you will not find
specifications of technical.etydracteristics in the range below 30 MHz.

4) Avoid coincidence of the\fundamental or operating frequency of the power converter under
test with the frequengy of the series resonance dip in the CM impedance of the whole
d.c. power supply_chain consisting of the laboratory d.c. power source, the EMI filters
used in the installation of the OATS or SAC, and the AN. The frequency of the resonance
dip in the CMtimpedance of the power supply chain can be shifted by changing the
capacitance of the effective CM decoupling capacitor. Addition of external CM decoupling
capacitors™is recommended at the interface between the AE port of the AN and the
laboratory d.c. power supply port allocated in the test environment. Be aware that a line of
capacjtors with different capacitances may be needed if the testing business comprises
power converters implementing various technologies, power throughput classes and the
like. Remember that the operation frequency may be allocated someplace between a
couple of 100 Hz up to about 150 kHz.

K.3 Detailed advice

K.3.1 General

The following descriptions are found for a decoupling circuit of the DC-AN in Clause I.1:

“Further, the DC-AN is furnished with a decoupling network (i.e. an LC-filter) such that
sufficient decoupling is provided between its EUT port and its AE port, in order to prevent RF
disturbances from the laboratory d.c. power source to affect obtained measuring results.
Having asymmetric decoupling capacitors with some 100 nF to about 1 puF capacitance only,
the construction of that filter prevents, in most cases, saturation effects in mitigation filters the
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power converters under test may be furnished with, and this way provides for valid, reliable
and repeatable measurement results.”

However, if the laboratory d.c. power source is applied in measurement of RF disturbances as
shown in Figure K.1, the CM RF current caused by the EUT does not only flow through the

decoupting capacitors composing the decoupling circuit of the DC-AN,butatso througiT the
decoupling capacitors the laboratory d.c. power source and the EMI filter of the test site are
furnished with. In addition, in almost all cases the capacitance of the decoupling capacitors
such equipment is furnished with may be much larger than 100 nF.

GCPC
DC power source EMI filter DC-AN (EUT) AMN

_-F:'OTET"'D'IE_’O e _Iﬁo_,___,_ol- AC mains
IR

I

T
1
1
- |_1'( )+I7(t) I () +I'(£)+17(t)

Lo E TR T E E

IEC

Figure K.1 — Flow of the common mode RF
current at test site configuration level

An obvious countermeasure for prevention of these additional contributions to the total
effective RF CM current at the operation frequency of the power converter under test is to
increase the CM decoupling loss in between ‘the AE port of the DC-AN and the laboratory
d.c. power supply port allocated in the test environment.

This decoupling loss can be increagsed/by insert of additional series inductors (preferred
countermeasure) and/or by empleyment of additional CM decoupling capacitors at the
interface in between the AE port~of the DC-AN and the laboratory d.c. power supply port
allocated in the test environment (countermeasure for shifting the frequency of the series
resonance dip in the CM termination impedance at the EUT port of the DC-AN).

K.3.2 Insert of seriessinductors (or common mode chokes) in the laboratory's d.c.
power suppty chain

If some suitable (EMI clamp devices etc. which attenuate the common mode RF current in
9 kHz ~ 150 kHz are inserted between the AE port of the DC-AN and the laboratory d.c. power
supply port allocated in the test environment as shown in Figure K.2, the capacitances of the
decoupling\'capacitors the d.c. power source and EMI filter are equipped with can be
neglected. For such additional decoupling, extended lengths of d.c. power cable could be
used too, if arranged to forming an air coil.
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Figure K.2 — Blocking of flow of common mode RF current
by insert of series inductors

ATTENTION — Proper equipment such as EMI clamp devices which can-attenuate the
common mode RF current in the range 9 kHz to 150 kHz may not be (available from the
market. Preferred measure should hence be insertion of series inductivities:

As mentioned above, because the effective magnitude of capacitance of decoupling
capacitors of all the laboratory measuring systems including the_laboratory d.c. power source
may cause saturation effects in mitigation filters the transfermer-less power converter is
equipped with, it is necessary to use laboratory d.c. power 'sources and EMI filters with low
capacitance common mode decoupling capacitors onlyn Observe however that use of CM
decoupling capacitors with low capacitance only may also reduce suppression of RF
disturbances generated by the Ilaboratory d.c.~power source. If extremely large RF
disturbances occur during type tests on transformer-less power converters which are thought
to be caused by saturation of the built-in mitigation filters, then it should be considered to use
batteries as d.c. power source.

K.3.3 Employment of additional cammon mode decoupling capacitors at the
interface between the AE part of the DC-AN and the laboratory d.c. power
supply port allocated in the test environment

For an increase of the decoupling loss between the laboratory d.c. power supply chain and
the measurement arrangement additional CM decoupling capacitors can be connected
between the AE port (i.e..the decoupling circuit) of the DC-AN and the laboratory d.c. power
supply port allocated in_the test environment as shown in Figure K.3.

Additional
blocking capacitors
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Figure K.3 — Blocking of flow of common mode RF current
by employment of additional CM decoupling capacitors

The effect of such a countermeasure is that it shifts the series resonance dip in the
magnitude-versus-frequency characteristics of the CM termination impedance at the EUT port
of the DC-AN to lower frequencies, this way avoiding possible coincidences in frequency of
that resonance dip and the operation or fundamental frequency of the power converter under
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test. If the operation frequency does not coincide with that series resonance frequency,
saturation effects in the EUT can be avoided. It is quite obvious that such a countermeasure
shall be carefully adjusted to the given type of power converter, due to the wide range of
possibly involved operation frequencies. Individual adjustment of the additional CM blocking
capacitance may be necessary in most cases.

K.4 Background information

We studied the methods of solving the saturation problem on the assumption that not_a
battery, but a laboratory d.c. power supply is used for measurements at transformer-less
power converters. Figure K.4 shows an example of common mode impedance characterjstics
for a DC-AN according to Table 1.2. As shown in Figure K.4, it proves that there is a resonant
point in the proximity of 20 kHz and the common mode impedance remarkably detreases at
this resonant frequency.

@

DC-AN common mode impedance characteristics
500 ‘

450 \ ‘
400 \_____. ‘ ! 1Ll
350 Hed ‘ LE T

250

[Zcel

\ T
\ 9 kHz ~ 150 kHz ON
200 ‘ >y
I SO O A |

- /S

0,001 0,01 ‘ 0,1 1 10
Resonant Frequency (MHz)
point IEC

Figure K.4 —€M termination impedance at the EUT port of a DC-AN —
Magnitude-versus“frequency characteristic in the range 3 kHz to 30 MHz, Example

The saturation ;of mitigation filters the power converter is furnished with, that currently
becomes a problem, occurs because a large common mode current flows in case the resonant
frequency-(20 kHz) coincides with the operating frequency of the power converter (EUT).
Howeyer, the resonant frequency is practically determined not only by the DC-AN, but also by
the common mode impedance characteristics of all of the instrumentation used in the whole
laboeratory d.c. power supply chain including the d.c. power source, installed EMI filters and
the like.

In case the effective resonant frequency caused by all of the laboratory measuring
instrumentation coincides with the operating frequency of the power converter and so large

common mode current IlOwsS, or In case It IS necessary to coniirm whether such conditions
actually occur, the resonant frequency can be detuned from the operating frequency of the
power converter by changing the capacitance of decoupling capacitors of the decoupling
circuit of the DC-AN or adding the capacitance of decoupling capacitors as shown in
Figure K.5 and so changing the resonant frequency, that is to say, the resonant point can be
shifted as shown in Figure K.6. As a result, the common mode current can be reduced at the
operating frequency of the power converter by avoiding saturation effects.
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Figure K.5 — Prevention of saturation of mitigation filters
by use of additional decoupling capacitors

In other words, if the measurement results in case the capacitance of decoupling;capacitors is
increased are the same as those in case it is unchanged, it can be cencluded that the
measurements of conductive disturbances have correctly been performed.

With exchange of hardware components in the DC-AN, it is possibleto/increase or decrease
the capacitance of the CM decoupling capacitors by setting up switches for switching series
and parallel connection of these decoupling capacitors as showh in Figure K.7. However,
such measure cannot be recommended for application in ngrfmal laboratory practice since
possibly violating the calibration of the respective DC-AN. However, switched-type combined
external CM decoupling capacitors can be used, if necessary. Application of such capacitors
will always shift the series resonance of the DC-AN internal LC decoupling filter to lower
frequencies than found in the manufacturer's specifications.
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Figure K.6 — Change in the resonant frequency caused by the increase
and decrease in the decoupling capacitor's capacitance
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Figure K.7 — DC-AN circuit example where capacitance of blocking
capacitors of the LC decoupling circuit can be increased or decreased
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

COMITE INTERNATIONAL SPECIAL DES PERTURBATIONS RADIOELECTRIQUES

APPAREILS INDUSTRIELS, SCIENTIFIQUES ET MEDICAUX -
CARACTERISTIQUES DE PERTURBATIONS RADIOELECTRIQUES -
LIMITES ET METHODES DE MESURE

AVANT-PROPOS

1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de «noermalisation
composée de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de I'lEC).XL'IEC a pour
objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation_dans les domaines
de [I'électricité et de I'électronique. A cet effet, I'lEC — entre autres activités — . publie des Normes
internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au
public (PAS) et des Guides (ci-aprés dénommés "Publication(s) de I'lEC"). Leur élaboration est confiée a des
comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet\traité peut participer. Les
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en lidison avec I'lEC, participent
également aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec I'Organisation Internationale de Normalisation (ISO),
selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de I'lEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné ‘que les Comités nationaux de I'lEC
intéressés sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les Publications de I'lEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées
comme telles par les Comités nationaux de I'lEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que I'lEC
s'assure de I'exactitude du contenu technique de ses publications; I'lEC ne peut pas étre tenue responsable de
I'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est'faite par un quelconque utilisateur final.

4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, |€s,"Comités nationaux de I'lEC s'engagent, dans toute la
mesure possible, a appliquer de fagon transparentedes-Publications de I'lEC dans leurs publications nationales
et régionales. Toutes divergences entre toutes (Publications de I'IEC et toutes publications nationales ou
régionales correspondantes doivent étre indiquées en termes clairs dans ces derniéres.

5) L'IEC elle-méme ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants
fournissent des services d'évaluation de ‘€onformité et, dans certains secteurs, acceédent aux marques de
conformité de I'lEC. L’'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification
indépendants.

6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la derniére édition de cette publication.

7) Aucune responsabilité ne doit étre imputée a I'lEC, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou
mandataires, y compris ses,experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités
nationaux de I'lEC, pour_tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre
dommage de quelque pature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais
de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de I'lEC ou de
toute autre Publication de I'lEC, ou au crédit qui lui est accordé.

8) L'attention est™attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
référencées, est’obligatoire pour une application correcte de la présente publication.

9) L’attention“est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de I'lEC peuvent faire
I'objet de*droits de brevet. L'IEC ne saurait étre tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits
de prevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

Cette version consolidée de la Norme IEC officielle et de ses amendements a été préparée
pour la commodité de l'utilisateur.

La CISPR 11 edition 6.2 contient la sixieme edition (2015-06) [documents CISPR/B/628/FDIS
et CISPR/B/631/RVD], son amendement 1 (2016-06) [documents CISPR/B/627/CDV et
CISPR/B/639A/RVC] et son amendement 2 (2019-01) [documents CIS/B/715A/FDIS et CIS/B/719/
RVD].

Dans cette version Redline, une ligne verticale dans la marge indique ou le contenu technique
est modifié par les amendements 1 et 2. Les ajouts sont en vert, les suppressions sont en
rouge, barrées. Une version Finale avec toutes les modifications acceptées est disponible dans
cette publication.
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La Norme internationale CISPR 11 a été établie par le sous-comité B du CISPR;:
Perturbations relatives aux appareils industriels, scientifiques et médicaux a fréquences
radioélectriques, aux autres appareils de I'industrie lourde, aux lignes a haute tension, aux
appareils a haute tension et aux appareils de traction électrique.

Cette SIXIeme eaition Mmroduit et permet 0es e55diS Ue type sur Ues COMmposants o appareits,
de systéemes et d'installations électroniques d'alimentation. Ses limites d'émission
s'appliquent désormais aux accés d’'alimentation en courant alternatif et en courant continu
a basse tension (BT), quel que soit le sens de la transmission d'énergie. Plusieurs limites
ont été adaptées aux conditions d'essai pratiques déterminées sur les sites d'essai.
Elles s'appliquent désormais également aux appareils ISM a fréquences
radioélectriques électroniques de puissance utilisés pour le transfert de puisSance
sans fil (WPT), l'alimentation électrique instantanée et les besoins de la mise en’charge.
Les limites dans la plage comprise entre 1 GHz et 18 GHz s'appliquent désormais aux
perturbations de type a ondes entretenues et aux perturbations fluctuantesyde maniere
similaire, uniforme et neutre d'un point de vue technique. Pour ces mesurages, deux
autres méthodes de mesure sont disponibles: la méthode Log-AV traditionnelle et la
nouvelle méthode APD.

Pour des mesurages réalisés au niveau des accés d’alimentation enscourant continu BT d'un
appareil électronique de puissance, une mise en ceuvre moderne.dd réseau en triangle 150 Q
spécifié dans la Norme CISPR 16-1-2 a été mise a disposition.

La présente Norme Internationale CISPR 11 a le statut,d’'une norme de famille de produits
en CEM, conformément au Guide 107 de I'lEC, Compatibilité électromagnétigue — Guide
pour la rédaction des publications sur la compatibilité &lectromagnétique (2014).

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

Le comité a décidé que le contenu de la publication de base et de ses amendements ne sera
pas modifié avant la date de stabilit¢é indiquée sur le site web de I'lEC sous
"http://webstore.iec.ch" dans les données relatives a la publication recherchée. A cette date,

la publication sera

e reconduite,
e supprimée,
e remplacée par une-édition révisée, ou

e amendée.

IMPORTANT — Le logo "colour inside” qui se trouve sur la page de couverture de cette
publication indique qu'elle contient des couleurs qui sont considérées comme utiles a
une bonne compréhension de son contenu. Les utilisateurs devraient, par conséquent,
imprimer cette publication en utilisant une imprimante couleur.
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Le contenu principal de la présente norme est fondé sur la Recommandation n° 39/2 du
CISPR rappelée ci-dessous:

RECOMMANDATION n° 39/2

Limites et méthodes de mesure des caractéristiques de perturbations
électromagnétiques des appareils industriels, scientifiques et médicaux (ISM) a
fréquences radioélectriques

Le CISPR,

CONSIDERANT

a) que les appareils ISM a fréquences radioélectriques constituent une sourcesimportante
de perturbations;

b) que les méthodes de mesure de ces perturbations ont été spécifiées parle*CISPR;

c) que certaines fréquences sont désignées par I'Union pInternationale des
Télécommunications (UIT) pour un rayonnement non limité provenant des appareils ISM,

RECOMMANDE

que la derniére édition de la CISPR 11 soit utilisée pour appliguer des limites et méthodes de
mesure des caractéristiques des appareils ISM.
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INTRODUCTION
Parmi les exigences communes relatives au contréle des perturbations radioélectriques dues

au matériel destiné a étre utilisé dans des applications industrielles, scientifiques et
électromédicales, la présente publication du CISPR contient des exigences spécifiques pour

le controle des perturbations radioelectriques dues a des applications ISM a frequences
radioélectriques au sens de la définition donnée par I'Union Internationale des
Télécommunications (UIT). Voir également la définition 3.13 de la présente Norme
internationale. Le CISPR et I'UIT se partagent la responsabilité de la protection des services
radio, en ce qui concerne l'utilisation des applications ISM a fréquences radioélectriques.

Le CISPR est concerné par le contr6le des perturbations radioélectrigues dues—a~ des
applications ISM a fréquences radioélectriques par le moyen d'une évaluation\\de ces
perturbations, soit sur un site d'essai normalisé, soit, pour une application individuelle ISM a
fréquences radioélectriques qui ne peut étre soumise a essai sur un tel site, sur son lieu de
fonctionnement. Par conséquent, la présente Publication du CISPR couvre.les exigences
relatives a I'évaluation de la conformité des deux sortes d'appareils: appareil évalué par des
essais de type sur des sites d'essai normalisés ou appareil individuel dans des conditions in
situ.

L'UIT est concernée par le contréle des perturbations radioélectrigues dues a des
applications ISM a fréquences radioélectriques pendant Ne- fonctionnement normal et
I'utilisation de l'appareil respectif en son lieu de fonctionnement (voir la Définition 1.15 dans le
Réglement des radiocommunications de I'UIT). La, l'utilisation de I'énergie radioélectrique
découplée de l'application radioélectrique ISM par couplage rayonnant, inductif ou capacitif
est limitée a I'emplacement de cette application individuelle.

La présente publication du CISPR contient, e 6.3, les exigences essentielles relatives aux
émissions pour une évaluation des perturbations radioélectriques dues a des applications ISM
a fréquences radioélectriques sur des sites d‘essai normalisés. Ces exigences permettent des
essais de type sur les applications ISM>a fréquences radioélectriques fonctionnant a des
fréquences jusqu'a 18 GHz. Elle contient’en outre, en 6.4, les exigences essentielles relatives
aux émissions pour une évaluation:in situ des perturbations radioélectriques dues a des
applications ISM a fréquences radioélectriques dans la plage de fréquences jusqu'a 1 GHz.
Toutes les exigences ont été.‘établies en étroite collaboration avec I'UIT et jouissent de
I'approbation de I'UIT.

Toutefois, pour le fonetionnement et I'utilisation de plusieurs types d'applications ISM a
fréquences radioéle¢triques, il convient que le fabricant, l'installateur et/ou le client
connaissent les dispositions nationales complémentaires concernant la réglementation et les
besoins particuliers de protection des services et applications radio locaux. Selon le pays
concerné, ces-dispositions complémentaires peuvent s'appliquer a des applications ISM a
fréquencesyradioélectriques fonctionnant a des fréquences situées a l'extérieur des bandes
ISM désignées (voir Tableau 1). Elles peuvent aussi s'appliquer a des applications ISM a
fréquences radioélectriques fonctionnant a des fréquences supérieures a 18 GHz. Pour ce
dernier type d'applications, la protection locale des services et appareils radio requiert une
execution de I|'évaluation de la conformité par l'application des dispositions nationales
appropriées dans la plage de fréquences supérieures a 18 GHz conformément aux droits
acquis de [I'UIT et des administrations nationales. Ces dispositions nationales
complémentaires peuvent s'appliquer aux émissions non désirées, aux émissions
apparaissant a des harmoniques de la fréquence de fonctionnement et aux émissions

désirées a la fréequence de fonctionnement allouée a l'extérieur de la bande ISM désignée
dans la plage de fréquences supérieures a 18 GHz.

L'Annexe E de la présente Norme Internationale donne des recommandations du CISPR
relatives a la protection des services radio dans des zones particuliéres.

La définition 1.15 du Réglement des radiocommunications de I'UIT est la suivante:
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1.15 applications industrielles, scientifiques et médicales (ISM) (d'énergie radioélectrique)
fonctionnement d’installations ou d'appareils concu(e)s pour produire et utiliser, dans un
espace réduit, de I'énergie radioélectrique pour des applications industrielles, scientifiques,
médicales, domestiques ou similaires, a lI'exclusion des applications relevant du domaine des
télécommunications.

[Reglement des Radiocommunications de I'UIT Volume 1: 2012 — Chapitre I, Définition 1.15]
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Introduction a ’/Amendement 1
Le présent Amendement introduit la chambre totalement anéchoique (FAR — fully-anechoic

room), destinée aux mesures du champ perturbateur dans la bande de 30 MHz a 1 GHz sur
les appareils relevant du domaine d'application de la CISPR 11.

Ry
&

Il contient I'ensemble des exigences de mesure des perturbations rayonnées provenant des
appareils entrant dans le volume d’essai validé d'une chambre totalement anéchoique
donnée. Il spécifie une distance de séparation de 3 m et limite l'utilisation de la chambrg\
totalement anéchoique aux mesures réalisées sur un appareil de table. (1/

Actuellement, la chambre totalement anéchoique peut étre utilisée: Qq’

e pour les mesures réalisées sur un appareil de table entrant dans le volume q(%au validé
de la chambre totalement anéchoique donnée, ,\CO

e pour une distance de séparation de 3 m uniquement, et Q

e sila chambre totalement anéchoique a été validée selon la CISPR{?&%.

Les limites pour les appareils de classe A et de classe B, g@e 1, du présent CDV
s'appuient sur les limites indiquées dans les normes géngriques sur les émissions
IEC 61000-6-3:2006/AMD 1 (2010) et IEC 61000-6-4:2006/AM (2010). Les limites pour les
appareils de classe A et de classe B, groupe 2, ont été dééﬁ/@es a l'aide de la méme formule
d'approximation que celle utilisée pour déduire les limites”des normes génériques sur les
emissions entre 2000 et 2010. La CISPR/H/104/INF, publiée en 2005, donne des explications
détaillées sur la maniére de déduire ces limites pour@.chambre totalement anéchoique.

La CISPR/B/627/CDV donne des informations @%se plus détaillées.

X

CISPR/B WG1 en octobre 2015 )

N
O

In@ uction a I'Amendement 2

&
Le présent AMD 2 comb@ le contenu de deux fragments diffusés sous les références
CIS/B/688/CDV (f2) et Q@BIGQWCDV (f3).

Fragment 2: Emge@%s relatives aux convertisseurs de puissance a semiconducteurs (SPC)

La CISPR 11CEd 6.1 nécessite l'ajout d'informations supplémentaires, en vue d'inclure
completeg\nt les exigences d'essais de type relatives aux SPC spécifiés ci-aprés. Ces
emgenc@ 'appliguent uniquement aux types suivants d'appareils:

a)_ftes equipements de conversion de puissance destinés a étre montés dans les systemes

Q~ e production d'énergie photovoltaique, tels que les convertisseurs de puissance
connectés au réseau (GCPC, grid connected power converter) et les convertisseurs de
courant continu-continu,

b) Les GCPC destinés a étre montés dans les systémes de stockage d'énergie.

2

N

Fragment 3: Amélioration de la répétabilité des mesures dans la plage de fréquences 1-18
GHz

En s'appuyant sur les commentaires émis par les Comités nationaux sur le document
CIS/B/662/DC, le CIS/B/WG1 a décidé, lors de sa réunion qui s'est tenue a Hangzhou en
2016, de modifier la procédure d'essai pour les appareils du groupe 2 dans la plage de
fréquences comprises entre 1 et 18 GHz pour les raisons suivantes:
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a) La CISPR 11 permet des mesurages finaux sur les appareils du groupe 2 fonctionnant a
des fréquences supérieures a 400 MHz avec deux fonctions de pondération différentes, la
méthode traditionnelle avec le "détecteur LogAV" d'une largeur de bande vidéo de 10 Hz
et la nouvelle méthode APD, dans laquelle la distribution de probabilité d'amplitude est
évaluée.

En alignant les exigences d'émission pour les sources d'émissions fluctuantes sur celles
générant des émissions de type a ondes entretenues (section 4 de la derniére maintenance
générale de la CISPR 11) pour la plupart de la plage de fréquences comprises entre 1 et

tandis que le nombre de mesurages finaux avec le détecteur LogAV a été augmenté W
fréquences a un maximum de 7 fréquences. (1/

En parallele, avec la section 3, le détecteur APD a été introduit, mais uniqu t avec
les 2 fréquences finales traditionnelles (une comprise dans la plage de 1 GHz §< 4 GHz et
l'autre dans la plage de 2,5 GHz & 18 GHz). ,\Co

Il convient que le nombre de fréquences finales a mesurer soit aligné pq{r(,lés deux fonctions
de pondération. Q

b) Au cours des mesurages pratiques, des cas ont été observés,% r lesquels la fréquence
critique a varié de plus de 5 MHz entre le mesurage prélimjnaire et le mesurage final. La
plage de 10 MHz pour les mesurages en valeur pondéré MHz autour de I'émission de
créte la plus élevée) ne semble par conséquent pas to s suffisante.

Une extension de cette plage de fréquences sem INconseillée et pourrait augmenter la
répétabilité. Q

Dans la plage comprise entre 11,7 et 12,7 GH ,\un appareil en essai échoue immédiatement
si une valeur de créte dépasse la limite de %3 dB[uVv/m]. Les observations réalisées sur un
grand nombre de fours a micro-ondes difqgts ont montré qu'au cours du mesurage final (au
moins 2 min), de telles valeurs de crét uvent se produire trés rarement, sont d'une durée
trés courte, et représentent une durf\Kézo ale estimée inférieure a 1 % de la durée de mesure.

[l convient qu'un service de co \?ﬂcation numérique conforme a I'état de I'art soit capable
de tolérer de telles valeur ‘@@ncréte. Par ailleurs, dans les pays ou des systémes de
radiodiffusion, qui sont déja normalisés et largement répandus, fonctionnent et lorsqu'il est
difficile d'éviter des pertt& tions avec de telles valeurs de créte, des limites supplémentaires
pourraient étre introduites indépendamment si nécessaire.

c) La répétabilité mesurage de créte sur les fours a micro-ondes est faible. De plus, la
hauteur sﬁg e I'émission de créte la plus élevée, sans aucune information concernant
sa duree, on taux de répétition, donne des informations tres limitées sur le potentiel de
perturbation réel.

Les @res réalisées avec les deux méthodes de pondération ont une répétabilité
si% tivement meilleure et il convient qu'elles donnent, par leur nature physique, un
qg; ur jugement concernant le potentiel de perturbation de l'appareil en essai sur les
rvices de radio numériques.

Q d) Les conditions pour les mesurages préliminaires et finaux sont devenues ambigués dans
\Q/ I'Edition 6.0 (CISPR 11:2015), en particulier en ce qui concerne la durée d'essai exigée.

N

2

18 GHz, le détecteur de créte est utilisé principalement pour les mesurages préliminaires'\q

De pius, [T Se5t avere que, dans Cerains cas, Une duree de 20 S pour e mesurage de
créte préliminaire peut ne pas étre suffisante. Afin d'augmenter davantage la répétabilité,
le WG1 a décidé de ne plus diviser les mesurages de créte en mesurages préliminaires et
finaux, mais d'exiger des mesurages de créte en mode capture du niveau maximal
pendant 2 minutes & chaque azimut.

Le CISPR SC/B WG1 a convenu de présenter les propositions suivantes aux Comités
nationaux:
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1) Définir les 7 plages de fréquences finales identiques pour la méthode APD, déja définies
pour la méthode LogAV (détecteur).

-117 -

2) Etendre la plage de fréquences pour le mesurage en valeur pondérée final & 20 MHz.

Pour la méthode APD, ceci signifierait de réaliser des mesurages sur 5 fréquences finales, la

frequence Tritique effe-meme, /= 5 MHzZ et +/= 0 MHAZ:

N
Pour le détecteur LogAV, l'exigence reste la méme, a savoir réaliser, pour les mesurages C)OJ
finaux, au moins 5 balayages consécutifs en mode capture du niveau maximal. La duré?\q
d'essai augmente en conséquence et la couverture des fluctuations est la méme qu'avant. Q

3) Modifier la limite en valeur de créte du Tableau 13 en une valeur constante Gb 70
dB[uV/m] dans l'ensemble de la plage de fréquences, et remplacer I'exige@ d'un
mesurage de créte final dans la plage comprise entre 11,7 GHz et 12,7 Ggﬁar une
exigence d'un mesurage en valeur pondérée supplémentaire a la fréequence ge I'émission
de créte la plus élevée dans cette plage. Ceci peut conduire a un r&ximum de 8

mesurages finaux en valeur pondérée.

4) Ne plus faire de distinction entre les mesurages de créte prélimi@\et finaux et réaliser

a la place les mesurages de créte sur tous les azimuts pendant 2 utes.
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APPAREILS INDUSTRIELS, SCIENTIFIQUES ET MEDICAUX -
CARACTERISTIQUES DE PERTURBATIONS RADIOELECTRIQUES -
LIMITES ET METHODES DE MESURE

1 Domaine d’application

La présente Norme internationale s'appligue aux appareils industriels, scientifiques) et
électromédicaux fonctionnant dans la plage de fréquences de 0 Hz & 400 GHz, ainsi-quaux
appareils domestiques et similaires congus pour produire et/ou utiliser, dans unJ,espace
réduit, de I'énergie radioélectrique.

La présente norme couvre les exigences d’émission relatives aux\ “perturbations
radioélectriques dans la plage de fréquences de 9 kHz a 400 GHz. Les‘“-mesurages sont
seulement nécessaires dans les plages de fréquences dans lesquelles les limites sont
spécifiées a I'Article 6.

Pour les applications industrielles, scientifigues et médicales (ISM) a fréquences
radioélectriques, au sens de la définition fournie par le Réglement des radiocommunications
de I'UIT (voir Définition 3.13), la présente Norme couvre lesexigences d’émission relatives
aux perturbations a fréquences radioélectriques dans lazpldge de fréquence comprise entre
9 kHz et 18 GHz.

NOTE Les exigences d'émission pour les appareils de cuisSoh & induction sont spécifiées dans la CISPR 14-1
(11

Les exigences relatives aux appareils d'éclaitage ISM a fréquences radioélectriques et aux
générateurs de rayonnement UV fonctiofnant dans les bandes de fréquences ISM définies
par le Réglement des radiocommunications de I'UIT sont spécifiées dans la présente Norme.

Les installations couvertes par d'autres normes de produits du CISPR et d’autres normes
d’émission de famille de produits n’entrent pas dans le domaine d’application de la présente
norme.

2 Références normatives

Les documents, de~ référence suivants sont indispensables pour l'application du présent
document. Pour des références datées, seule I'édition citée s'applique. Pour les références
non datées, la*derniére édition du document de référence s’applique (y compris les éventuels
amendements).

CISPR-16-1-1:2010, Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des
perturbations radioélectriques et de I'immunité aux perturbations radioélectriques — Partie 1-1:
Appareils de mesures des perturbations radioélectriques et de I'immunité aux perturbations
radioélectriques — Appareils de mesure

CISPR 16-1-1:2010/AMD 1:2010

CISPR 16-1-1:2010/AMD 2:2014

CISPR 16-1-2:2014, Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des
perturbations radioélectriques et de I'immunité aux perturbations radioélectriques — Partie 1-2:
Appareils de mesure des perturbations radioélectriques et de I'immunité aux perturbations
radioélectriques — Dispositifs de couplage pour la mesure des perturbations conduites

1 Les chiffres entre crochets renvoient a la Bibliographie.
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CISPR 16-1-4:2010, Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des
perturbations radioélectriques et de I'immunité aux perturbations radioélectriques — Partie 1-4:
Appareils de mesure des perturbations radioélectriques et de l'immunité aux perturbations
radioélectriques — Antennes et emplacements d'essai pour les mesures des perturbations

rayonnées
clspp 16.1 A:’)ﬂ1n/AMn 12012

CISPR 16-2-1:2014, Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des
perturbations radioélectriques et de I'immunité aux perturbations radioélectriques — Partie 2-1:
Méthodes de mesure des perturbations et de l'immunité — Mesures des perturbations
conduites

CISPR 16-2-3:2010, Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des
perturbations radioélectriques et de I'immunité aux perturbations radioélectriques +-Partie 2-3:
Méthodes de mesure des perturbations et de l'immunité — Mesures des- perturbations
rayonnées

CISPR 16-2-3:2010/AMD 1:2010

CISPR 16-2-3:2010/AMD 2:2014

CISPR 16-4-2:2011, Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des
perturbations radioélectriques et de I'immunité aux perturbations radioélectriques — Partie 4-2:
Incertitudes, statistiques et modélisation des limites —jlncertitudes de mesure de
I'instrumentation

CISPR 16-4-2:2011/AMD 1:2014

IEC 60050-161:1990, Vocabulaire Electrotechnique/ ~International (VEI) — Chapitre 161:
Compatibilité électromagnétique

IEC 60601-1-2:2014, Appareils électromédi¢aux — Part 12: Exigences générales pour la
sécurité de base et les performances’,essentielles — Norme collatérale: Perturbations
électromagnétiques — Exigences et essdis

IEC 60601-2-2:2009, Appareils électromédicaux — Part 2-2: Exigences particulieres pour la
sécurité de base et les performances essentielles des appareils d'électrochirurgie a courant
haute fréquence et des access0ifes d'électrochirurgie a courant haute fréquence

IEC 60974-10:2014, Matériel de soudage a l'arc — Partie 10: Exigences de compatibilité
électromagneétique (CEM)

IEC 61307:2011;Installations industrielles de chauffage a hyperfréquence — Méthodes d'essai
pour la détermination de la puissance de sortie

IEC 62135-2:2007, Matériel de soudage par résistance — Partie 2: Exigences de compatibilité
électromagnétique (CEM)

Réglement des radiocommunications de I'UIT (2012), Réglement des radiocommunications,
Volume 3 — Résolutions et recommandations, Résolution n° 63 (disponible sous
http://www.itu.int/pub/R-REG-RR-2012)

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans I'lEC 60050-161
ainsi que les suivants s'appliquent.
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3.1

acces d’alimentation secteur en courant alternatif

acces utilisé pour le raccordement a un réseau public de distribution secteur d’énergie en
courant alternatif a basse tension ou autre installation secteur en courant alternatif a basse
tension

3.2

matériel de soudage a l'arc

matériel destiné & appliguer un courant et une tension et ayant les caractéristiques
nécessaires pour le soudage a l'arc et les processus associés

3.3

réseau fictif d'alimentation

AMN

réseau qui fournit une impédance définie au matériel en essai auxX fréquences
radioélectriques, accouple la tension perturbatrice au récepteur de mesure et\désaccouple le
circuit d'essai du réseau d'alimentation

Note 1 a l'article: |l existe deux types fondamentaux d'AMN: le réseau en V (AMN en‘V) qui accouple les tensions
non symétriques, et le réseau en triangle (AMN en A) qui accouple séparément_lesitensions symétriques et non
symétriques.

Note 2 a l'article: Les termes réseau de stabilisation d'impédance de lighe”(RSIL) et réseau AMN en V sont
utilisés indifféremment

Note 3 a l'article:  L'abréviation «</AMN» est dérivée du terme anglais: développé correspondant «artificial mains
network.

3.4

périmétre de I'appareil en essai

périmetre imaginaire de lignes droites décrivant une configuration géométrique simple qui
englobe l'appareil en essai

Note 1 a l'article: Tous les céables d'interconniexion sont inclus a l'intérieur de ce périmétre.

3.5

composant

produit qui sert une ou plusiéurs fonctions particuliéres et qui est destiné a étre utilisé dans
un matériel ou systéme assemblé de niveau supérieur

3.6

réseau fictif en courant continu

réseau en courant continu fictif

DC-AN

réseau fictif qui sert de terminaison définie de I'accés en courant continu en essai du matériel
en essai,wfournissant également le découplage nécessaire des perturbations conduites
provenant de la source d'alimentation en courant continu de laboratoire ou de la charge

Noter1 a l'article: L'abréviation «DC-AN» est dérivée du terme anglais développé correspondant «d.c. artificial
network».

3.7
acces d’alimentation en courant continu

acces utitisépourteraccordementaunsystéme deproductiondénergieencourantcontinu =
basse tension, a un systéme de stockage d'énergie ou a une autre source/charge

Note 1 a l'article: Il peut par exemple s'agir d'un systéme de production d'énergie photovoltaique, a pile a
combustible ou d'une batterie.
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3.8

matériel d’'usinage par décharges électriques

EDM

tous les composants nécessaires au procédé d’électroérosion incluant la machine-outil, le
générateur, les circuits de commande, le réceptacle de fluide de travail et les dispositifs

h - z
mntearas
9

Note 1 a l'article: L’abréviation «<EDM» est dérivée du terme anglais développé correspondant «electro-discharge
machining».

3.9

rayonnement électromagnétique

1) processus par lequel une source fournit de I'énergie vers l'espace extérieur sous-\forme
d'ondes électromagnétiques

2) énergie transportée dans lI'espace sous forme d'ondes électromagnétiques

Note 1 a l'article: Le sens du terme "rayonnement électromagnétique" est quelquefois étendusaux phénomeénes
d'induction.

[SOURCE: IEC 60050-161:1990, 161-01-10]

3.10

équipement de soudage par résistance et procédés associgs

tous les équipements associés a la réalisation du procédé, de)soudage par résistance et des
procédés associés consistant, par exemple en une source d’alimentation, des électrodes,
I'outillage et I'équipement de contrdle associé, et qui peuvent consister en une unité séparée
ou une partie d’'une machine complexe

3.11

convertisseur de puissance connecté au réseau

GCPC

convertisseur de puissance connectéa<un réseau de distribution électrique en courant
alternatif ou autre installation secteub‘en courant alternatif et utilisé dans un systéme de
production d'énergie

Note 1 a l'article: L’abréviation «GCPC» est dérivée du terme anglais développé correspondant «grid connected
power converter».

3.12

systéme et appareil électronique haute puissance

un ou plusieurs convertisseurs de puissance a semiconducteurs dont la puissance assignée
combinée est supeérieure a 75 kVa, ou appareil contenant ce type de convertisseurs

Note 1 a l'article” Il s'agit, par exemple, de convertisseurs de puissance a semiconducteurs destinés aux
applications_dans les alimentations sans interruption (ASl) et les entrainements électriques de puissance (EEP).

3.13

apptications industrielles, scientifiques et médicales (ISM) (d'énergie radioélectrique)
applications ISM (d'énergie radioélectrique)

fonctionnement d’installations ou d'appareils congu(e)s pour produire et utiliser, dans un
espace réduit, de I'énergie radioélectrique pour des applications industrielles, scientifiques,
médicales, domestiques ou similaires, a I'exclusion des applications relevant du domaine des
télécommunications

Note 1 a l'article: Parmi les applications typiques, on peut citer la production d'effets physiques, biologiques ou
chimiques tels que I'échauffement, l'ionisation des gaz, les vibrations mécaniques, I'épilation, I'accélération des
particules chargées. Une liste non exhaustive d’exemples est donnée en Annexe A.

Note 2 a l'article: L’abréviation «ISM» est dérivée du terme anglais développé correspondant «industrial, scientific
and medical».

[SOURCE: Reéglement des radiocommunications de [I'UIT Volume 1: 2012 — Chapitre |,
Définition 1.15]
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3.14

installations et appareils ISM RF

installations ou appareils congu(e)s pour produire et/ou utiliser, dans un espace réduit, de
I'énergie radioélectrique pour des applications industrielles, scientifiques, médicales,

N

domestiques ou similaires, a I'exclusion des applications relevant du domaine des

tdldcommunications ot des techniaues de l'infarmation ot des aiitras annlicatinone colvertos
L id

par d'autres publications du CISPR

Note 3 & l'article: L’abréviation "ISM RF" est utilisée dans toute la présente Norme uniquement pour de tels
installations ou appareils.

3.15

basse tension

BT

ensemble des niveaux de tension utilisés pour la distribution d’énergie électriqué»et dont la
limite supérieure généralement admise est de 1 000 V en courant alternatif @ou* 1 500 V en
courant continu

[SOURCE: IEC 60050-601:1985, 601-01-26, modifiée — addition des,mots "ou 1 500 V en
courant continu".]

3.16

systéme de production d'énergie photovoltaique

systéeme de production d'énergie électrique qui utilise I'effet photovoltaique pour convertir
I'énergie solaire en électricité

3.17

petit matériel

matériel qui est, soit placé sur une table, soit_posé sur le sol, et qui tient a I'intérieur d’'un
volume d’essai cylindrique imaginaire dont-le diameétre ne dépasse pas 1,2 m et dont la
hauteur au-dessus du plan au sol ne dépdssée pas 1,5 m, y compris ses cables

3.18

électroérosion

enlévement de matiére dans un>fluide diélectrique de travail par des décharges électriques,
réparties dans le temps et distribuées aléatoirement dans I'espace, entre deux électrodes
électriquement conductrices\(une électrode servant d’outil et I'autre de piece de travail), avec
une maitrise de I'énergie.des décharges

3.19

essai de type

essai effectué sur un ou plusieurs dispositifs réalisés selon une conception donnée, pour
vérifier que cette conception répond a certaines spécifications

Note 1,a\Farticle: La reconnaissance d'un essai de type comme une homologation peut dépendre de la
réglementation nationale ou régionale (voir H.2 de I'Annexe H).

3¢20

chambre totalement anéchoique

FAR

enceinte protégée dont les surfaces intérieures sont garnies d'un matériau absorbant I'énergie
aux fréqnnnr‘nc rnr‘linélnr‘friglllnc (r"ncf-b_dirn unahsorbant Dl:) qui absorhe I'énnrgin

électromagnétique dans la plage de fréquences concernée

Note 1 a l'article: L’abréviation "FAR" est dérivée du terme anglais développé correspondant "fully-anechoic
room".
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3.21

site d’essai en champ libre

OATS

installation utilisée pour les mesures des champs électromagnétiques, dont I'intention est de
simuler un environnement semi-libre sur une plage de fréquences spécifiée utilisée pour les

assais d'édmissians ravanndaos daos nraduits
J ~

Note 1 a l'article: Un site OATS type se situe a l'extérieur dans un champ libre, son plan de masse étant
conducteur.

Note 2 a l'article: L’abréviation "OATS" est dérivée du terme anglais développé correspondant "open-area t€st
site".

3.22

chambre semi-anéchoique

SAC

enceinte protégée dans laquelle cing des six surfaces intérieures sont garnies(d'un matériau
absorbant I'énergie aux fréquences radioélectriques (c'est-a-dire un algsorbeur RF) qui
absorbe I'énergie électromagnétique dans la plage de fréquences concernée et dont la
surface horizontale inférieure est un plan de masse conducteur destiné\a*étre utilisé avec un
équipage d'essai OATS

Note 1 a l'article: L’abréviation "SAC" est dérivée du terme anglais dévelpppé correspondant "semi-anechoic
chamber".

3.23

équipement de conversion de puissance

dispositif électrique permettant de convertir une forme-de puissance électrique en une autre
forme de puissance électrique en prenant en copapie la tension, le courant, la fréquence, la
phase et le nombre de phases

[SOURCE: IEC 62920:2017 3.3]

4 Fréquences désignées pouf:.étre utilisées par les appareils ISM

L'Union Internationale des Télégemmunications (UIT) a désigné certaines fréquences comme
étant des fréquences fondamentales pour les applications ISM a fréquences radioélectriques
(voir aussi la Définition 3.13). Ces fréquences sont énumérées au Tableau 1.

NOTE Dans certains pays, des fréquences différentes ou supplémentaires peuvent étre désignées pour une
utilisation par les applications ISM RF.
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Tableau 1 — Fréquences, dans la plage de fréquences radioélectriques, désignées
par I'UIT comme étant des fréquences fondamentales pour les appareils ISM

Numéro de la note de bas de
) ) L page du tableau des
Fréquence centrale Plage de fréquences Limite de attributions de fréquences
MHz MHz ‘rAﬁVaX|maIe b dgs Reglemgntg des
Radiocommunications de
I"UIT 2
6,780 6,765 — 6,795 A I'étude 5.138
13,560 13,553 - 13,567 Sans restriction 5.150
27,120 26,957 — 27,283 Sans restriction 5.150
40,680 40,66 — 40,70 Sans restriction 5.150
433,920 433,05 — 434,79 A I'étude 5.138 dans la Région.1, sauf
pour les pays.meéntionnés
en 53280
915,000 902 — 928 Sans restriction 5.150 dans la Région 2
seulement

2 450 2 400 - 2 500 Sans restriction 5.150
5 800 5725 -5875 Sans restriction 5.150
24 125 24 000 — 24 250 Sans restriction 5.150
61 250 61 000 — 61 500 A I'étude 5.138
122 500 122 000 — 123 000 A I'étude 5.138
245 000 244 000 — 246 000 A I'étude 5.138

a8 Larésolution n° 63 du Réglement des Radiocommunicatignsde I'UIT s’applique.

b L'expression "sans restriction" s'applique aux fréqlehces fondamentales et a toutes les autres
composantes de fréquences comprises dans la bande désignée. En dehors des bandes de fréquences
ISM désignées par I'UIT, les limites de tensions perturbatrices et de perturbations rayonnées de la
présente norme s'appliquent.

5 Classification des appareils

5.1 Séparation en groupes

Pour simplifier I'identification des limites applicables, les appareils relevant du domaine
d'application de la présente Norme sont classés en deux groupes, c’est-a-dire le groupe 1 et
le groupe 2.

Appareils du groupe 1: le groupe 1 réunit tous les appareils compris dans le domaine
d’application. de’ la présente Norme, qui ne sont pas classés comme étant des appareils du
groupe 2,

Appareils du groupe 2: le groupe 2 réunit tous les appareils ISM a fréquences
radioélectriques dans lesquels de I'énergie a fréquences radioélectriques dans la plage de
frequences comprises entre 9 kHz et 400 GHz est produite et utilisée volontairement ou
uniquement utilisée localement sous forme de rayonnement électromagnétique, de couplage
inductif et/ou capacitif, pour le traitement de la matiére, a des fins d’examen ou d’analyse ou
pour le transfert d'énergie électromagnétique.

NOTE Voir I'Annexe A pour des exemples de séparation des appareils en groupe 1 ou en groupe 2.
5.2 Division en classes

En fonction de l'utilisation prévue de l'appareil dans I'environnement électromagnétique, la
présente Norme définit deux classes d'appareils, a savoir la classe A et la classe B.
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Appareils de classe A: appareils prévus pour étre utilisés dans tous les emplacements autres
que ceux alloués dans les environnements résidentiels et ceux directement connectés a un

N N

réseau d'alimentation électrique a basse tension alimentant des batiments a usage
domestique.

Tesappareils de classe A GOIVETt TESPECLET €5 HIMIES UE ta Classe A.

Le matériel de soudage a I'arc contenant des dispositifs d’amorcage ou de stabilisation d’arc
et des dispositifs d'amorgage ou de stabilisation d’arc autonomes pour le soudage a l'arc doit
étre considéré comme un appareil de classe A.

Appareils de classe B: appareils prévus pour étre utilisés dans les environgements
résidentiels et dans les établissements connectés directement a un réseau d'alimentation
électrique a basse tension alimentant des batiments a usage domestique.

Les appareils de classe B doivent respecter les limites de la classe B.

5.3 Documentation pour l'utilisateur

Le fabricant et/ou le fournisseur de l'appareil doivent s’assurer que/utilisateur est informé de
la classe et du groupe de l'appareil, soit par un marquagés soit par la documentation
accompagnhant I'appareil. Dans les deux cas, le fabricani™et/ou le fournisseur doivent
expliguer dans la documentation accompagnant I'appareilfla-signification de la classe et du
groupe.

La documentation accompagnant 'appareil doit cantenir des détails sur les précautions que
l'acheteur ou I'utilisateur est tenu de prendreZpour assurer que le fonctionnement et
l'utilisation normale de [I'appareil ne provoquent pas de brouillage radioélectrique
préjudiciable. Dans le cadre de la présente-Norme, ces détails concernent des informations
relatives:

e ala possibilité de brouillage radioélectrique provenant du fonctionnement d'un appareil de
classe A dans certains environnements,

e aux précautions particulieres’a prendre lors du raccordement d'un appareil de classe A a
un réseau d'alimentation *electrique a basse tension (voir la note de bas de page a et la
note de bas de page b.du Tableau 2, la note de bas de page b du Tableau 3 et la note de
bas de page a du Tableau 6, respectivement),

e aux mesures quixpeuvent étre prises au niveau de l'installation pour réduire les émissions
provenant d'un.appareil de classe A installé (voir la note de bas de page b du Tableau 2 et
la note de bas-de page a du Tableau 8).

Pour les appareils de classe A, les instructions d'utilisation qui accompagnent le produit
doivent contenir le texte ci-dessous:

Attention: Cet appareil n'est pas destiné a étre utilisé dans des environnements
résidentiels et peut ne pas assurer la protection adéquate a la réception
radioélectrique dans ce type d'environnements.

6 Valeurs limites des perturbations électromagnétiques

6.1 Généralités

Pour les mesurages réalisés sur des sites d'essai normalisés, les exigences spécifiées ici
constituent les exigences pour les essais de type.

Les appareils de classe A peuvent étre mesurés soit sur un site d'essai, soit in situ, selon la
préférence du fabricant.
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NOTE 1 En fonction de la taille, de la complexité ou des conditions de fonctionnement de l'appareil, certains
appareils peuvent devoir étre mesurés in situ afin de démontrer la conformité aux limites de perturbations
rayonnées spécifiées dans la présente Norme.

Les appareils de classe B doivent étre mesurés sur un site d'essai.

NOTE 2 las limitas ont &t8 ddétermindas cur 1ng hacg nrohahilictg gn tgnant caomntg dg 1o nraohaohilitd dg
1o T g g

brouillage. En cas de brouillage, des dispositions complémentaires peuvent devoir étre appliquées.

La limite inférieure doit étre appliquée a toutes les fréquences de transition.
Les appareils et les méthodes de mesure sont spécifiés aux Articles 7, 8 et 9.

Lorsque la présente norme fournit des options pour des exigences d'essais particuligfes avec
un choix de méthodes d'essai, la conformité peut étre indiquée par rapport asune des
méthodes d'essai a l'aide des limites spécifiées et avec les restrictions fournjes dans les
tableaux correspondants. Si l'appareil doit étre de nouveau soumis a l'essai, il convient
d'utiliser la méthode d'essai initialement choisie, de maniére a garantir_{a, cohérence des

résultats.

6.2 Appareils du groupe 1 mesurés sur un site d'essai
6.2.1 Limites des perturbations conduites

6.2.1.1 Généralités

L'appareil en essai doit satisfaire:

a) soit a la fois a la limite en valeur moyenne spécifiée pour les mesurages effectués avec
un détecteur de valeur moyenne et a la limité.de quasi-créte spécifiée pour les mesurages
effectués avec un détecteur de quasi-créte (voir 7.3); ou

b) a la limite en valeur moyenne lorsqu'un détecteur de quasi-créte est utilisé (voir 7.3).

Les limites des Faccés d’alimentation{en’courant continu & basse tension spécifiées ci-apres
s'appliquent uniquement aux types d'appareils ci-apres:

a) les équipements de conversion de puissance destinés a étre montés dans les systemes
de production d'énergie photovoltaique;

b) les convertisseurs despuissance connectés au réseau (GCPC) destinés a étre montés

dans les systémes-d&-production de stockage d'énergie-photoveltaigue.
6.2.1.2 Plage de fréquences comprises entre 9 kHz et 150 kHz

Dans la plage de fréquences comprises entre 9 kHz et 150 kHz, les limites ne sont pas
spécifiées.

6.2.13 Plage de fréquences comprises entre 150 kHz et 30 MHz

Leslimites pour les tensions perturbatrices aux acces d’alimentation secteur en courant
alternatif a basse tension dans la plage de fréquences comprises entre 150 kHz et 30 MHz
pour les appareils mesurés sur un site d'essai en utilisant le réseau fictif d'alimentation
50 Q/50 uH (AMN en V) du CISPR ou la sonde de tension du CISPR (voir 7.3.3 et la Figure 1)
sont indiquées au Tableau 2 et au Tableau 4.

Les limites pour les perturbations conduites aux accés d’alimentation en courant continu a
basse tension dans la plage de fréquences comprises entre 150 kHz et 30 MHz pour les
appareils mesurés sur un site d'essai utilisant le réseau 150 Q du CISPR (DC-AN)
(voir 7.3.2.3 et I'Annexe 1) ou la sonde de courant (voir la CISPR 16-1-2) sont indiquées au
Tableau 3 et au Tableau 5.
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Tableau 2 — Limites de tensions perturbatrices pour les appareils de classe A, groupe 1,
mesurées sur un site d'essai (accés d’alimentation secteur en courant alternatif)

-127 -

Puissance assignée de Puissance assignée de Systémes et appareils
<20 kVA € > 20 KVA & < 75 kKVA & € électroniques haute
B B puissance, puissance
Plage de assignée de
fréquences > 75 kVA b ¢
MHz T - T
Quasi-créte Valeur Quasi-créte Valeur Quasi-créte Valeur
moyenne moyenne moyenne
dB(nV) dB(uV) dB(nV) dB(nV) dB(nV) dB(nV)
0,15 - 0,50 79 66 100 90 130 120
0,50-5 73 60 86 76 125 195
90 80
décroissant linéairement
5-30 73 60 avec le logarithme de la 115 105
fréquence jusqu’a
73 60

A la fréquence de transition, la limite la plus sévére doit étre appliquée.

Pour les appareils de classe A destinés a étre connectés uniquement aux rés€aux industriels de distribution
d’énergie a neutre isolé ou mis a la terre & impédance élevée (voir I'lEC 60364-1), les limites pour les appareils
avec une puissance assignée > 75 kVA peuvent s’appliquer, quel que sojt.Jeur puissance assignée effective.

NOTE La puissance d'entrée ou de sortie assignée de 20 kVA, corfespond, par exemple, a un courant
d’environ 29 A par phase dans le cas de réseaux d'alimentation triphasés de 400 V, et & un courant d’environ
58 A par phase dans le cas de réseaux d’alimentation triphasés-de 200 V.

&  Ces limites s'appliquent aux appareils de puissance assignée > 20 kVA et destinés & &tre connectés & un

transformateur ou un générateur de puissance dédie.et qui ne sont pas reliés aux lignes électriques
aériennes a basse tension (BT). Pour les appareils qui ne sont pas destinés a étre connectés a un
transformateur de puissance spécifique a I'utilisateur, les limites pour une puissance assignée < 20 kVA
s'appliquent. Le fabricant et/ou le fournisseur doivent fournir des informations sur les mesures d'installation
qui peuvent étre utilisées pour réduire les_ émissions provenant de I'appareil installé. En particulier, il doit
étre indiqué que cet appareil est destiné~a\étre connecté a un transformateur ou générateur de puissance
dédié et non a des lignes électriques aériénnes a basse tension.

Ces limites s'appliquent uniquement aux systémes et appareils électroniques haute puissance de puissance
assignée supérieure a 75 kVA, s'ils sont destinés a étre installés comme suit:

e [linstallation est assurée a(partir d'un transformateur ou générateur de puissance dédié, et qui n'est
pas connecté a des lignes électriques aériennes a basse tension (BT),

e linstallation se situé’physiquement a au moins 30 m des environnements résidentiels ou en est
séparée par une structure faisant office de barriére contre les phénoménes de rayonnement,

e le fabricant et/lou le fournisseur doivent indiquer que cet appareil satisfait aux limites de tensions
perturbatrices-pour les systémes et appareils électroniques haute puissance de puissance d'entrée
assignée »\75 kVA et donner des informations relatives aux mesures d'installation a appliquer par
I'installateur. En particulier, il doit étre indiqué que cet appareil est destiné a étre utilisé dans une
installation alimentée par un transformateur ou générateur de puissance dédié et non par des lignes
aériennes a basse tension.

C  Le-choix de I'ensemble approprié de limites doit reposer sur la puissance en courant alternatif assignée

définie par le fabricant.
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Tableau 3 — Limites de perturbations conduites des appareils de classe A, groupe 1,
mesurées sur un site d'essai (acces d’alimentation en courant continu)

—-128 —

Plage de [Puissance assignée Puissance assignée de Puissance assignée de
fréquences de >20kVAa<75kVA &b > 75 kVA & b
MHz <20 kVA @
Limites de tension Limites de Limites de Limites de Limites de courant
tension courant tension
Quasi- Valeur | Quasi- | Valeur | Quasi- | Valeur | Quasi-| Valeur Quasi- Valeur
créte |moyenne| créte |moyenne| créte |moyenne| créte |moyenne|l créte |moyenne
dB(uV) | dB(nV) [ dB(nV) | dB(uV) | dB(pA) | dB(pA) [dB(uV) [ dB(uV) [ dB(pA) | dB(uA)
0,15 97 84 116 106 72 62 132 122 88 78
a a a a a a a a a a a
5 89 76 106 96 62 52 122 112 78 68
5 106 96 62 52 122 112 78 68
a 89 76 a a a a a a a a
30 89 76 45 32 105 92 61 48

Dans certaines plages de fréquences, les limites indiquées dans ce tableau dimipuent de maniéere linéaire avec le
logarithme de la fréquence.

a

Le choix de I'ensemble approprié de limites doit reposer sur la puissance.en courant alternatif assignée définie
par le fabricant.

Ces limites s'appliquent aux appareils de puissance assignée > 20 kVA et destinés a étre installés dans un
grand systeme de production d'énergie photovoltaique par un professionnel. Dans le manuel accompagnant le
produit, le fabricant et/ou le fournisseur doivent fournir desyinformations sur les mesures d'atténuation qui
peuvent étre utilisées pour réduire les émissions générées par.les appareils installés, avec pour objectif d'éviter
les brouillages préjudiciables pour la réception radio a upe distance de 30 m de l'installation. Il doit notamment
étre indiqué que cet appareil peut étre équipé d'un filtrage-supplémentaire et que l'installation est physiquement
séparée de plus de 30 m des environnements résidentiels. L'installateur est invité a vérifier I'installation
atténuée par rapport aux mesurages in situ de la CISPR 11 comme indiqué a I'article 6.4 de la présente Norme.

Tableau 4 — Limites de tensions perturbatrices pour les appareils de classe B, groupe 1
mesurées sur un site d'essai (acceés d’alimentation secteur en courant alternatif)

Plage de fréquences Quasi-créte Valeur moyenne
MHz dB(uV) dB(nV)
66 56
décroissant linéairement avec le décroissant linéairement avec le
0,15 - 0,50 ] . . s . . . s
logarithme de la fréquence jusqu’a | logarithme de la fréquence jusqu’a
56 46
0,50.~5 56 46
5-< 30 60 50
A la fréquenice de transition, la limite la plus sévére doit étre appliquée.

Pour, les générateurs de rayons X utilisés pour le diagnostic et fonctionnant de facgon
intermittente, les limites de quasi-créte du Tableau 2 ou du Tableau 4 peuvent étre relachées

de 20 dB.
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Tableau 5 — Limites de tensions perturbatrices pour les appareils de classe B, groupe 1
mesurées sur un site d'essai (acces d’alimentation en courant continu)

Plage de fréquences Quasi-créte Valeur moyenne
MHz dB(unV) dB(nV)
84 74
décroissant linéairement avec le décroissant linéairement avec le

0,15 - 0,50 ; . . s . . . s
logarithme de la fréquence jusqu’a | logarithme de la fréquence jusqu’a

74 64

0,50 — 30 74 64

S'agissant des mesurages réalisés au niveau des acces d’alimentation en courant continu, BT,
les critéres d'applicabilité s'appliquent conformément au Tableaul9.

Tableau 19 — Applicabilité des mesurages aux acces d’alimentation en cogréant continu

Longueur de

cable L Appareils de classe B groupe 1

Appareils de classige A groupe 1

L<3m Aucun mesurage n'est exigé Aucun mésurage n'est exigé

Pour les mesurages, les limites figurant
dans le Tableau 5 s'appliquent

Pour les mesurages, les limites figurant dans le
Tableaw,3"s'appliquent, excepté pour @

3m<L<30m La plage“de fréquences pour le mesurage

débute a une fréquence égale a:

f(MHz) = 60/L

La plage de fréquences pour le mesurage
débute a une fréquence égale a:

f(MHz) = 60/L

Pour les mesurages, les limites figurant dans le

Pour les mesurages, les limites figurant
Tableau 3 s'appliquent 2

L=30m dans le Tableau 5 s'appliquent

L: longueur maximale d'un cable (en metres) connect€ & un acces d'alimentation en courant continu basse
tension, et équipé du produit ou conformément ¢aux”spécifications du fabricant. Dans le cas ou aucune
longueur maximale de cable n'est spécifiée, L doif €tre considérée comme une valeur supérieure a 30 m.

Ce tableau s'applique a moins que des condjtiQAs particulieres ne soient fournies dans la norme de produit
applicable donnant lieu au minimum au mémeyniveau de protection de la réception radioélectrique. Les normes
de produits peuvent définir des conditions_paRiculiéres selon leur application particuliere dans le but d'éviter les
rayonnements.

a)  Aucune limite ne s'applique si I'appareil est installé en utilisant de bonnes pratiques techniques pour ce qui
concerne la CEM.

Les bonnes pratiques techniquesisont, a titre d’exemple, les suivantes:
— la configuration des lignes{diacces CC symétriques,

— linstallation interne au _batiment,

— les chemins de cables métalliques reliés a la terre,

— l'utilisation de.cdbles blindés,

— prévoir une \digtance de séparation faisant office de barriere par rapport a I'environnement résidentiel (par
exemple d*une valeur supérieure a 30 m).

Si I'excepfion ™ est utilisée, l'installateur peut se référer & la CISPR 11 pour les mesurages in situ.

6./2-2 Valeurs limites du rayonnement électromagnétique perturbateur

6.2.2.1 Généralités

Les appareils en essai doivent respecter les limites de quasi-créte quand un détecteur de

guasi-créte est utilisé.

6.2.2.2 Plage de fréquences comprises entre 9 kHz et 150 kHz

Dans la plage de fréquences comprises entre 9 kHz et 150 kHz, les limites ne sont pas
spécifiées.
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6.2.2.3 Plage de fréquences comprises entre 150 kHz et 1 GHz

Dans la plage de fréquences comprises entre 150 kHz et 30 MHz, les limites ne sont pas
spécifiées.

. ] ] <l £ A ol <l 20 ML l IH MY Ll I -G | +
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d'intensité du champ électrique du rayonnement électromagnétique perturbateur.

Les limites du rayonnement électromagnétique perturbateur dans la plage de fréquences de
30 MHz a 1 GHz pour les appareils de classe A et de classe B, groupe 1, sont respectivement
spécifiées au Tableau 6 et au Tableau 7. Des recommandations en matiére de protection‘des
services radio spécifiquement liés a la sécurité sont données a I'Annexe E et au Tableal E:1.

Sur un site d’essai en champ libre (OATS) ou dans une chambre semi-anéchoigue (SAC),
I'appareil de classe A peut étre mesuré a une distance nominale de 3 m, de 1@:m ou de 30 m
(voir les indications du Tableau 6), et I'appareil de classe B a une distance-neminale de 3 m
ou de 10 m (voir les indications du Tableau 7). Une distance de mesure inférieure a 10 m est
autorisée uniquement pour les appareils conformes a la définition "pétit matériel" donnée
en 3.17.

Dans une chambre totalement anéchoique (FAR), un appareil de classe A ou de classe B
peut étre mesuré a une distance nominale de 3 m (voir les higdications du Tableau 6 et du
Tableau 7), a condition que I'EUT entre dans le volumeJd'essai validé de la chambre
totalement anéchoique donnée. Conjointement avec les. 'ntesures conformes a la présente
norme, l'utilisation de la chambre totalement anéchoiqué\est limitée a I'appareil de table.
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Tableau 6 — Limites du rayonnement électromagnétique perturbateur pour les appareils

de classe A, groupe 1, mesurées sur un site d’essai

OATS ou SAC FAR
Distance de mesure de 10 m|Distance de mesure de 3 m P |Distance de mesure de 3 m P-¢
Fflage de puissance assignée de puissance assignée de puissance assignée de
fréquences
MHz <20kvAd |>20kvAa@d| <20kvAd | >20kvA 2 d <20kvAd [>20kvA & d
Quasi-créte | Quasi-créte | Quasi-créte Quasi-créte Quasi-créte Quasi-créte
dB(uVv/m) dB(uVv/m) dB(uVv/m) dB(uV/m) dB(uV/m) dB(uV/m)
52 62
décroissance décteissance
linéaire avec le [lin€aire avec le
30 - 230 40 50 50 60 logarithme de la{Jldgarithme de
fréquence la fréquence
jusqu’a jusqu’a
45 55
230 -1 000 47 50 57 60 52 55

Sur un site d'essai en champ libre (OATS) ou dans une chambre semi-anéchaique (SAC), les appareils de
classe A peuvent étre mesurés a une distance nominale de 3 m, de 10 m ou,de;30 m. Dans le cas de mesures a
une distance de séparation de 30 m, un facteur de proportionnalité inverse d€)20 dB par décade doit étre utilisé
pour normaliser les données mesurées selon la distance spécifiée pour ladéetermination de la conformité.

A la fréquence de transition, la limite la plus sévére doit étre appliquée,

Dans la plage de fréquences comprises entre 30 MHz et 230)MHz, la limite des mesures dans la chambre
totalement anéchoique diminue de maniére linéaire avec le logarithme de la fréquence.

a

Ces limites s’appliquent a I'appareil dont la puissance\assignée est supérieure a 20 kVA et destiné a étre
utilisé sur des sites ou il existe une distance supérieure a 30 m entre |'appareil et les radiocommunications
sensibles issues de tiers. Le fabricant doit indiquer dans la documentation technique que cet appareil est
destiné a étre utilisé sur des sites ou(la distance de séparation par rapport aux services de
radiocommunications sensibles issues de tiefS\est > 30 m. Si ces conditions ne sont pas satisfaites, les limites
pour des valeurs < 20 kVA s’appliquent.

La distance de séparation de 3 m s'apphgue uniqguement aux appareils de petites dimensions satisfaisant au
critére de taille défini en 3.17.

L'appareil de table doit entrer danS\Je volume d'essai validé de la chambre totalement anéchoique.

Le choix de I'ensemble approptié de limites doit reposer sur la puissance en courant alternatif assignée définie
par le fabricant.
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Tableau 7 — Limites du rayonnement électromagnétique perturbateur pour les appareils
de classe B, groupe 1, mesurées sur un site d’essai

OATS ou SAC FAR
Plage de Distance de mesure de 10 m | Distance de mesure de 3 m 2 |Distance de mesure de 3 m & P
fréquences Quasi-créte Quasi-créte Quasi-créte
MHz dB(uv/m) dB(uVv/m) dB(uVv/m)
42
décroissance linéaire avec.le
30 - 230 30 40 logarithme de la fréquence
jusqu’a
35
230 -1 000 37 47 42

Sur un site d’'essai en champ libre (OATS) ou dans une chambre semi-anéchoique (SAC)) les appareils de
classe B peuvent étre mesurés a une distance nominale de 3 m ou de 10 m.

A la fréquence de transition, la limite la plus sévére doit étre appliquée.

@ La distance de séparation de 3 m s'applique uniqguement aux appareils de petites dimensions satisfaisant au
critére de taille défini en 3.17.

b L'appareil de table doit entrer dans le volume d'essai validé de la chambre'tdtalement anéchoique.

Pour les appareils électromédicaux destinés a étre installés de facon permanente dans des
emplacements blindés, des dispositions supplémentaires concernant la disposition de mesure
et les conditions de charge se trouvent dans I'lEC 60601-1-2.

6.2.2.4 Plage de fréquences comprisesehtre 1 GHz et 18 GHz

Dans la plage de fréquences comprisesysentre 1 GHz et 18 GHz, les limites ne sont pas
spécifiées.

6.2.2.5 Plage de fréquences camprises entre 18 GHz et 400 GHz

Dans la plage de fréquences'‘comprises entre 18 GHz et 400 GHz, les limites ne sont pas
spécifiées.

6.3 Appareils du groupe 2 mesurés sur un site d'essai

6.3.1 Limites des perturbations conduites

6.3.1.1 Géneralités

L'appar€ilen essai doit satisfaire:

a)_Soit a la fois a la limite en valeur moyenne spécifiée pour les mesurages effectués avec un

détecteur de valeur moyenne et a la limite de quasi-créte spécifiée pour les mesurages
effectués avec un détecteur de quasi-créte (voir 7.3); ou

b) a lalimite en valeur moyenne quand un détecteur de quasi-créte est utilisé (voir 7.3).

6312 Dlngn de fréqunnr‘nc rnmpricnc entre 9 kHz ot 150 kH =z

Dans la plage de fréquences comprises entre 9 kHz et 150 kHz, les limites ne sont pas
spécifiées.

6.3.1.3 Plage de fréquences comprises entre 150 kHz et 30 MHz

Les limites pour les tensions perturbatrices aux accés d’alimentation secteur en courant
alternatif a basse tension dans la plage de fréquences comprises entre 150 kHz et 30 MHz
pour les appareils mesurés sur un site d'essai en utilisant le réseau fictif d'alimentation
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50 Q/50 uH du CISPR (AMN en V) ou la sonde de tension du CISPR (voir 7.3.3 et la Figure 1)
sont indiquées au Tableau 8 et au Tableau 9, sauf pour les bandes de fréquences désignées
par I'UIT figurant au Tableau 1, pour lesquelles aucune limite ne s’applique.

Pour le matériel de soudage électrique, les limites du Tableau 8 ou du Tableau 9 s'appliquent

€n mode de fonctonnement actl. En mode VeIlle (0U au repos), 1es limites du Tablead 2 ou
du Tableau 4 s’appliquent.

Pour les dispositifs d’éclairage ISM a fréquences radioélectriques fonctionnant dans les
bandes de fréquences ISM dédiées (définies par I'UIT au Tableau 1), les limites du Tableau9
s'appliquent.

Tableau 8 — Limites de tensions perturbatrices pour les appareils de classe A,groupe 2,
mesurées sur un site d'essai (acces d’'alimentation secteur en courant alternatif)

Plage de Puissance assignée <75 kVA b Puissance assignée »{5'kVA a,b
fréquences Quasi-créte Valeur moyenne Quasi-créte Valeur moyenne
MHz dB(uV) dB(uV) dB(uV) dB(uV)

0,15 - 0,50 100 90 130 120
0,50 -5 86 76 125 115
90 80
73 60

A la fréquence de transition, la limite la plus sévére doit étfe/appliquée.

Pour les appareils de classe A avec une puissance assignée < 75 kVA destinés a étre connectés uniquement
aux réseaux industriels de distribution d’énergie a-neutre isolé ou mis a la terre a impédance élevée (voir
I'lEC 60364-1), les limites définies pour les appareils du groupe 2 avec une puissance assignée > 75 kVA
peuvent s'appliquer.

a8 Le fabricant et/ou le fournisseur doivent fournir des informations sur les mesures d'installation qui peuvent
étre utilisées pour réduire les émissions*provenant de I'appareil installé.

Le choix de I'ensemble approprié_de limites doit reposer sur la puissance en courant alternatif assignée
définie par le fabricant.

NOTE La puissance d'entrééou de sortie assignée de 75 kVA correspond, par exemple, & un courant d’environ
108 A par phase dans le casde réseaux d'alimentation triphasés de 400 V, et a un courant d’environ 216 A par
phase dans le cas de réseaux d’alimentation triphasés de 200 V.

Les appareils chifurgicaux a haute fréquence (HF) doivent satisfaire aux limites du Tableau 2
ou du Tableau 4, spécifiées pour les appareils du groupe 1, en mode veille. Pour les appareils
chirurgicaux”a haute fréquence (HF) fonctionnant aux fréquences situées en dehors des
bandes de-fréquences ISM désignées (voir Tableau 1), ces limites s’appliquent également a
la fréguence de fonctionnement et a l'intérieur des bandes de fréquences désignées. Les
mesurages correspondants doivent étre effectués dans un montage d'essai conformément a
HEC 60601-2-2.
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Tableau 9 — Limites de tensions perturbatrices pour les appareils de classe B, groupe 2
mesurées sur un site d'essai (accés d’alimentation secteur en courant alternatif)

Plage de fréquences Quasi-créte Valeur moyenne
MHz dB(unV) dB(nV)
66 56
décroissant linéairement avec le décroissant linéairement avec le

0,15 - 0,50 ] . . s . . ; s
logarithme de la fréquence jusqu’a logarithme de la fréquence jusqu’a

56 46

0,50 -5 56 46

5-30 60 50

A la fréquence de transition, la limite la plus sévére doit étre appliquée.

6.3.2 Valeurs limites du rayonnement électromagnétique perturbateur

6.3.2.1 Généralités

Les appareils en essai doivent satisfaire aux limites lors de [l'utilisation d'un appareil de
mesure a détecteur de créte, de quasi-créte ou a détecteur dedvaleur moyenne, comme
indiqué dans le tableau approprié.

Jusqu’a 30 MHz, les limites s'appliquent a la composante magnétique du rayonnement
électromagnétique perturbateur. Au-dessus de 30 MHz, les limites s'appliquent a la
composante d'intensité du champ électrique du rayonfiement électromagnétique perturbateur.

6.3.2.2 Plage de fréquences comprises entre”’9 kHz et 150 kHz

Dans la plage de fréquences comprises entre 9 kHz et 150 kHz, les limites ne sont pas
spécifiées.

6.3.2.3 Plage de fréquences comprises entre 150 kHz et 1 GHz

Sauf pour les plages de fréquefices désignées qui sont indiquées au Tableau 1, les valeurs
limites du rayonnement éleetromagnétique perturbateur dans la plage de fréquences de
150 kHz & 1 GHz pour les .appareils de classe A, groupe 2, sont spécifiées au Tableau 10 et,
pour les appareils de classé B, groupe 2, au Tableau 12.

Les valeurs limites indiquées aux Tableaux 10 et 12 s'appliquent & toutes les perturbations
électromagnétiques de toutes fréquences non exemptées, conformément aux dispositions du
Tableau 1, note)de bas du tableau b).

Pour les\équipements de soudage par résistance de classe A, les limites du Tableau 10
s'appliguéent dans la plage de fréquences comprises entre 30 MHz et 1 GHz en mode de
fonctiennement actif. En mode veille (ou au repos), les limites du Tableau 6 s’appliquent.
Pour les équipements de soudage par résistance de classe B, les limites du Tableau 12
s'appliquent en mode de fonctionnement actif. En mode veille (ou au repos), les limites du
Tableau 7 s’appliquent.

Pour le matériel de cmlrlngn alarc de classe A, les limites du Tableau 11 Q‘:\ppliqnnnf en
mode de fonctionnement actif. En mode veille (ou au repos), les limites du Tableau 6
s'appliquent. Pour le matériel de soudage a l'arc de classe B, les limites du Tableau 7
s'appliquent en mode de fonctionnement actif ou en mode veille (ou au repos).

Pour le matériel d'usinage par décharges électriques de classe A, les limites du Tableau 11
s'appliquent.
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Pour les dispositifs d’éclairage ISM a fréquences radioélectriques fonctionnant dans les
bandes de fréquences ISM dédiées (définies par I'UIT au Tableau 1), les limites du
Tableau 12 s'appliquent.

Pour les appareils chirurgicaux a haute fréquence (HF), les limites du Tableau 6 ou du

rapteau 7 s appiguent, Les appareits CITurgicaux & maute {[TEqUeNnce (HF ) doivent satisfaire
aux limites respectives lorsqu’ils sont soumis aux essais en mode veille.

Des recommandations pour la protection de services spécifiqguement liés a la sécurité sont
données dans I'Annexe E et dans le Tableau E.1.

Sur un site d’essai en champ libre (OATS) ou dans une chambre semi-anéchoique (SAC),
l'appareil de classe A peut étre mesuré a une distance nominale de 3 m, 10 m ou\30 m et
'appareil de classe B a une distance nominale de 3 m ou de 10 m (voir les Tableaux 10
et 12).

Dans la plage de fréquences comprises entre 30 MHz et 1 GHz, une distance de mesure
nférieure-a-10-m de 3m est autorisée uniquement pour les appareils-cenfermes satisfaisant a
la définition donnée en 3.17.

Dans une chambre totalement anéchoique (FAR), un appareil~de classe A ou de classe B
peut étre mesuré a une distance nominale de 3 m, a conditiomgque I'EUT entre dans le volume
d'essai validé de la chambre totalement anéchoique donnég) Conjointement avec les mesures
conformes a la présente Norme, l'utilisation de la champre totalement anéchoique est limitée
a l'appareil de table.

Pour un appareil du groupe 2, classe A ou claSse B, autre qu'un matériel d'usinage par
décharges électriques (EDM) ou de soudage aSarc, les mesures réalisées dans la chambre
totalement anéchoique dans la bande de 3*MHz a 1 GHz doivent étre complétées par la
mesure de la composante magnétique diw champ perturbateur dans la bande de 150 kHz a
30 MHz, sur un site d'essai en champ\ipre (OATS) ou dans une chambre semi-anéchoique
(SAC). Voir également la note de haside tableau b dans le Tableau 10 et la note de bas de
tableau c de Tableau 12.
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Tableau 10 — Limites du rayonnement électromagnétique perturbateur pour les
appareils de classe A, groupe 2, mesurées sur un site d’essai

OATS ou SAC H FAR
Limites pour une distance de mesure D en m
Surun site d'essai Sur un site d'essai Surun site d'essar D=3m
D = 30 m-de l'appareil D = 10 m-de l'appareil D = 3 m-de l'appareil 2 ab
Plage de
fréquences ~Champ Champ ~Champ Champ ~Champ Champ ~Champ
MH2 électrique magnétique | électrique | magnétique | électrique | magnétique | électrique
Quasi-créte Quasi-créte | Quasi-créte | Quasi-créte Quasi- Quasi-créte Quasi*
créte Cyéte
dB(uVv/m) dB(nA/m) dB(nV/m) dB(pA/m) dB(uV/m) dB(nA/m) dB(pV/m)
0,15 -10,49 - 33,5 - 57,5 - 82 -
0,49 — 1,705 - 23,5 - 47,5 - 72 -
1,705 - 2,194 - 28,5 - 52,5 - 77 -
2,194 — 3,95 - 23,5 - 43,5 - 68 -
43.5 68
décroissance
linéaire avec
3,95 11 - 8,5 - 18,5 - ‘e logarithme -
fréquence
jusqu'a
28,5
11 -20 - 8,5 - 18,5 - 28,5 -
20 -30 - -1,5 - 8,5 - 18,5 -
30 - 47 58 - 68 - 78 - 80a78
47 — 53,91 40 - 50 - 60 - 60
53,91 — 54,56 40 - 50 - 60 - 60
54,56 — 68 40 - 50 - 60 - 60 a 59
68 — 80,872 53 - 63 - 73 - 72
80,872 — 81,848 68 - 78 - 88 - 87
81,848 — 87 53 = 63 - 73 - 72a71
87 — 134,786 50 = 60 - 70 - 68 a 67
134,786 — 136,414 60 - 70 - 80 - 77
136,414 — 156 50 - 60 - 70 - 67 a 66
156 — 174 64 - 74 - 84 - 80
174 — 188,7 40 - 50 - 60 - 56
188,7 — 190,979 50 - 60 - 70 - 66
190,979 — 230 40 - 50 - 60 - 56 a 55
230 - 400 50 - 60 - 70 - 65
400 — 470 53 - 63 - 73 - 68
470 — 1000 50 - 60 - 70 - 65

Sur un.siterd’essai en champ libre (OATS) ou dans une chambre semi-anéchoique (SAC), les appareils de classe A
peuyént.étre mesurés a une distance nominale de 3 m, de 10 m ou de 30 m. La distance de mesure peut étre inférieure

aA0,m uniquement pour les appareils satisfaisant a la définition donnée en 3.17.

Asla fréquence de transition, la limite la plus sévére doit étre appliquée. Dans certaines plages de fréquences, la limite
des mesures dans la chambre totalement anéchoique diminue de maniere linéaire avec le logarithme de la fréquence.

a

Dans la plage de fréquences comprises entre 30 MHz et 1 GHz, la distance de séparation de 3 m s'applique

uniqguement auX apparells de petites aimensions satistalsant al critere de tallle aefint en s.1L7.

L'appareil de table doit entrer dans le volume d'essai validé de la chambre totalement anéchoique. Dans la plage
inférieure a 30 MHz, ce type d'appareil du groupe 2 doit étre mesuré sur un site d’essai en champ libre (OATS) ou
dans une chambre semi-anéchoique (SAC) (voir les limites dans la colonne «champ magnétique» correspondante du

présent tableau).
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Tableau 11 — Limites du rayonnement électromagnétique perturbateur pour le matériel
d'usinage par décharges électriques et le matériel de soudage a I'arc de classe A
mesurées sur un site d’essai

OATS ou SAC FAR
Plage de Distance de mesure de 10 m | Distance de mesure de 3 m ¢ [Distance de mesure de 3 m % ”
fréquences Quasi-créte Quasi-créte Quasi-créte
MHz dB(uv/m) dB(uv/m) dB(uVv/m)
80 90 102
Décroissance linéaire avec le | Décroissance linéaire avec le Décroissance linéaire ayec |&
30 - 230 logarithme de la fréquence logarithme de la fréquence logarithme de la frégquenee
jusqu’a jusgu’a jusqu’a
60 70 75
230 — 1 000 60 70 5

Sur un site d’essai en champ libre (OATS) ou dans une chambre semi-anéchoique (SAE), les appareils de
classe A peuvent étre mesurés a une distance nominale de 3 m, de 10 m ou de 30 m. Dans’le cas de mesures a
une distance de séparation de 30 m, un facteur de proportionnalité inverse de 20 dB par décade doit étre utilisé
pour normaliser les données mesurées selon la distance spécifiée pour la détermination“de la conformité.

@ La distance de séparation de 3 m s'applique uniqguement aux appareils de petites dimensions satisfaisant au
critére de taille défini en 3.17.

b L'appareil de table doit entrer dans le volume d'essai validé de la chamibye totalement anéchoique.
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Tableau 12 — Limites du rayonnement électromagnétique perturbateur pour les
appareils de classe B, groupe 2, mesurées sur un site d’essai

OATS ou SAC || FAR
Limites pour une distance de mesure D en m
D=10m D=3mb D=3m D=3m¢
Plage de
fréquences 4 i
q Champ électrique macr:]aérpipue Champ électrique
MHz 9 q
Quasi- |Moyenne 8| Quasi- |Moyenne 2| Quasi-créte Quasi- Moyenng'd
créte créte créte
dB(nVv/m) dB(nVv/m) dB(pA/m) dB(nV/m)
39
Décroissance
linéaire avec le
0,15 - 30 - - - - logarithme de
la fréquence
jusqu'a
3
30 - 80,872 30 25 40 35 - 42 a 39 37a34
80,872 — 81,848 50 45 60 55 - 59 54
81,848 — 134,786 30 25 40 35 - 39 a 37 34 a32
134,786 — 136,414 50 45 60 55 - 57 52
136,414 — 230 30 25 40 35 - 37 a35 32a30
230 - 1 000 37 32 47 42 - 42 37

Sur un site d’essai en champ libre (OATS) ou dansiune chambre semi-anéchoique (SAC), les appareils de
classe B peuvent étre mesurés a une distance jnominale de 3 m ou de 10 m. 2
i antre 0 a H ne i me n =) a3

A la fréquence de transition, la limite la plus'sévére doit étre appliquée. Dans certaines plages de fréquences, la
limite des mesures dans la chambre totalement anéchoique diminue de maniére linéaire avec le logarithme de la
fréquence.

& Les limites moyennes s'appliquent uniqguement aux appareils & commande par magnétron et aux fours a micro-
ondes. Si les appareils a_cemmande par magnétron ou les fours a micro-ondes dépassent la limite en quasi-
créte a certaines fréqueneces, la mesure doit étre répétée a ces fréquences avec le détecteur de valeur
moyenne, et les limites.moyennes spécifiées dans ce tableau s'appliquent.

b Dans la plage de-fréquiences comprises entre 30 MHz et 1 GHz, la distance de séparation de 3 m s'applique
uniquement aux dppareils de petites dimensions satisfaisant au critére de taille défini en 3.17.

¢ L'appareil de\tdble doit entrer dans le volume d'essai validé de la chambre totalement anéchoique. Dans la
plage infgrieure a 30 MHz, ce type d'appareil du groupe 2 doit étre mesuré sur un site d’essai en champ libre
(OATS)wurdans une chambre semi-anéchoique (SAC) (voir les limites dans la colonne «champ magnétique»
correSpohdante du présent tableau).

6.8:2.4 Plage de fréquences comprises entre 1 GHz et 18 GHz

Les limites dans la plage de fréquences de 1 GHz a 18 GHz s'appliquent uniquement aux
appareils de groupe 2 fonctionnant a des fréquences supérieures a 400 MHz. Les limites
spécifiees dans les Tableaux 13 a 15 s’appliquent uniquement aux perturbations

radioeleciriques apparaissant a lexterieur des bandes ISV deSIgNEES, (EIIES UE TEPETTOTIEES
au Tableau 1.

Les limites du rayonnement électromagnétique perturbateur pour la plage de fréquences
comprises entre 1 GHz et 18 GHz sont spécifiées du Tableau 13 au Tableau 15. L'appareil
doit satisfaire aux limites du Tableau 13 ou au moins a celles du Tableau 14 ou du
Tableau 15 (voir I'arbre de décision en 9.4.1, Figure 12).



https://iecnorm.com/api/?name=3e569e18e2d67b16a6a5db5c151832cd

CISPR 11:2015+AMD1:2016 - 139 —
+AMD2:2019 CSV © |IEC 2019

Les appareils d’éclairage ISM a fréquences radioélectriques fonctionnant dans les bandes de
fréquences ISM dédiées (définies par I'UIT dans le Tableau 1) doivent satisfaire soit aux
limites de la classe B du Tableau 13, soit au minimum aux limites du Tableau 14.

Pour les générateurs de rayonnement UV alimentés en micro-ondes, les limites spécifiées au

rapteau 13 appiigquent.

Des recommandations pour la protection de services spécifiqguement liés a la sécurité sont
données dans I'Annexe E et dans le Tableau E.1.

Tableau 13 — Limites en valeur créte du rayonnement électromagnétique perturbateur
des appareils du groupe 2 fonctionnant & des fréquences supérieures a 400 MHz

Plage de fréquences Limites pour une distance de mesure de 3 m

Valeur de créte

GHz dB(pVv/m)

1-18 Classe A Classe B
Dans les bandes de fréquences 822 70
harmoniques
A l'extérieur des bandes de 70 70
fréquences harmoniques

7127 735 73 b

Mesurages de créte avec une largeur de bande de résolution de 1*MHz et une largeur de bande-de du signal
vidéo (VBW) supérieure ou égale a 1 MHz. La largeur de bande>de~du signal vidéo recommandée est de 3 MHz.

NOTE Dans ce tableau, le terme "bandes de fréquences harmoniques" désigne les bandes de fréquences qui
sont des multiples des bandes de fréquences ISM allouéesjau-dela de 1 GHz.

a Aux fréquences limites inférieure et supérieure,des)bandes de fréquences harmoniques, la limite la plus
sévere de 70 dB(nV/m) s'applique.
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Tableau 14 — Limites pondérées du rayonnement électromagnétique perturbateur des
appareils du groupe 2 fonctionnant a des fréquences supérieures a 400 MHz

Plage de fréquences Limites pour une distance de mesure de 3 m-de
créte pondérées

EHz UBtY AT
1-24 60

2,5 - 5,725 60

5,875 - 18 60

Les mesurages en valeur pondérée doivent étre effectués avec une largeur de bande de résolution de 1 MHzl.ét
une largeur de bande vidéo égale a 10 Hz.

Pour vérifier la conformité aux limites de ce tableau, les mesurages en valeur pondérée doivent étre-effectués
dans toutes les plages de fréquences suivantes, dans lesquelles la limite du Tableau-14 13 a_eté dépassée
pendant le mesurage de créte:

a) 1005MHz — 2 395 MHz (1 000-MHz —2 400 MHz) 1,0 GHz — 2,4 GHz &;

b) 2505-MHz— 6125 MHz (hersdelabande 5720 MHz— 5880 MHz) 2,5 GHz - 6,125,GHz (hors de la bande
5,72 GHz — 5,88 GHz) &;

c) 6125-MHz— 8575 MHz 6,125 GHz - 8,575 GHz;

d) 8575-MHz—11025-MHz 8,575 GHz — 11,025 GHz;

e) 11025-MHz — 13475 MHz 11,025 GHz — 13,475 GHz ©
f) 13445-MHz—15925-MHz 13,475 GHz - 15,925 GHz;
g) 15925-MHz — 17995 MHz 15,925 GHz - 18,0 GHz 2.

Dans les sous-plages—et dans lesquelles la limite du~Tableau 13 a été dépassée, un mesurage en valeur
pondérée doit étre effectué avec une largeur de bande de-10 20 MHz autour de la fréquence centrale-ajustée
réglée en fonction de la fréquence du niveau {e perturbation le plus élevé dans la sous-plage—+espective
correspondante.

a8 Lorsque la fréquence de I'émission la plus:élevée pendant le mesurage de créte se rapproche de-5 10 MHz
des limites de fréquence 1 GHz, 2,4 GHz, 2,5 GHz, 5,72 GHz, 5,88 GHz ou 18 GHz, la largeur de bande pour
les mesurages en valeur pondérée_doit rester de-18 20 MHz, mais dans ce cas, la fréquence centrale doit
étre ajustee réglée de maniére a ne_pas dépasser les limites de fréquence.

b Dans tous les cas, un mesurag€ en valeur pondérée final doit étre effectué a la fréquence de I'émission la
plus élevée, qui dépasse latimite du Tableau 13 dans la plage de fréquences comprises entre 11,7 GHz et
12,7 GHz pour les liaisofis”descendantes satellites. Si le niveau de perturbation le plus élevé dans cette
sous-plage se situe hots de la plage pour les liaisons descendantes satellites, deux mesurages finaux doivent
étre effectués dans &ette sous-plage.

NOTE Voir I'Annexe B pour des-lighes—directrices recommandations supplémentaires concernant |'utilisation de
I'analyseur de spectre.
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Tableau 15 — Niveau APD du rayonnement électromagnétique perturbateur
correspondant aux limites 10~1 pour les appareils de classe B, groupe 2,
fonctionnant a des fréquences supérieures a 400 MHz

Plage de fréquences

Limites pour une distance de mesure de 3 m

Py

GHz

NIVealu AFD correspondant a 1U

dB(uV/m)
1-24 70
2,5-5,725 70
5,875 - 18 70

a) 1,0 GHz - 2,4 GHz &

c) 6,125 GHz - 8,575 GHz;

d) 8,575 GHz - 11,025 GHz;

e) 11,025 GHz — 13,475 GHz ;
f) 13,475 GHz - 15,925 GHz;

g) 15,925 GHz - 18,0 GHz 2.

définies.

Pour vérifier la conformité aux limites de ce tableau, les mesurages APD doivent étre effectuég,dans toutes les
sous-plages de fréquences suivantes, dans lesquelles la limite du Tableau 13 a été dépasSs€te pendant le
mesurage de créte:

b) 2,5 GHz - 6,125 GHz (hors de la bande 5,72 GHz — 5,88 GHz) &,

Les mesurages APD finaux doivent étre effectués a 3 frequences, comme expliqué au 9.4.4.2.3.

a8 Lorsque la fréquence de I'émission la plusiélevée pendant le mesurage de créte se rapproche de 10 MHz
des limites de fréquence 1 GHz, 2,4 GHz 2,5 GHz, 5,72 GHz, 5,88 GHz ou 18 GHz, les mesurages APD
finaux doivent étre omis aux fréquenges’ se situant hors des bandes, pour lesquelles des limites sont

Dans tous les cas, des mesuragesCAPD finaux doivent étre effectués autour de la fréquence de I'émission la
plus élevée, qui dépasse la limite du Tableau 13 dans la plage de fréquences comprises entre 11,7 GHz et
12,7 GHz pour les liaisons_¢lescendantes satellites. Si le niveau de perturbation le plus élevé dans cette
sous-plage se situe hors(d€e la plage pour les liaisons descendantes satellites, deux mesurages finaux
doivent étre effectués dans cette sous-plage.

NOTE Un niveau APD\correspondant & 10°! signifie que I'amplitude de la perturbation dépasse le niveau
spécifié pendant la période d'observation avec une probabilité de 10 %.

6.4 Appareils de classe A, groupe 1 et groupe 2, mesurés in situ

6.4.1 Fimites des perturbations conduites

Dans des conditions in situ, une évaluation des perturbations conduites n’est pas exigée.
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6.4.2 Valeurs limites du rayonnement électromagnétique perturbateur

Les limites données au Tableau 16 s'appliquent aux appareils de classe A, groupe 1 et les
limites données au Tableau 17 s’appliquent aux appareils de classe A, groupe 2.

s
1

la W al - M Al £ A1 + ¥ + la + 1
auiTau 11U = LITITItTo Uuu layUIIIICIIICIIL CICL;I.IUIIIC[UIICI.IL{UC PCILUIUGLCul |JUU| ITOo

appareils de classe A, groupe 1, mesurées in situ

Limites avec une distance de mesure de 30 m a partir de la face extérieure
du mur extérieur du batiment dans lequel se trouve l'appareil
Plage de fréquences . e
9 qu Champ électrique Champ magnétique
MHz . ~ . A a
Quasi-créte Quasi-créte
dB(nVv/m) dB(pA/m)
0,15 - 0,49 - 13,5
0,49 - 3,95 - 3,5
3,95 - 20 - L1155
20 -30 - ~21,5
30 - 230 30 -
230 -1 000 37 -

A la fréquence de transition, la limite la plus sévére doit étre appliquée.

Si les conditions locales ne permettent pas des mesurages a 30 m, _ung distance plus importante peut étre
utilisée. Dans ce cas, un facteur de proportionnalité inverse de 20 dB par décade doit étre utilisé pour
normaliser les données mesurées a la distance spécifiée afin de déterminer la conformité.

a

ce seuil de bruit de plus de 3 dB.

Ces limites s'appliquent en plus des limites dans la plage de fréquences comprises entre 30 MHz et 1 GHz
aux perturbations rayonnées provenant de la fréquenCe\de fonctionnement et de ses harmoniques,
apparaissant dans la plage de fréquences compris€s~entre 150 kHz et 30 MHz, provoquées par les
appareils de classe A, groupe 1, installés avec une puissance assignée dépassant 20 kVA. Si le niveau de
bruit ambiant dépasse les limites ci-dessus, les émissions de I'appareil en essai ne doivent pas augmenter
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Tableau 17 — Limites du rayonnement électromagnétique perturbateur
pour les appareils de classe A, groupe 2, mesurées in situ

Limites pour une distance de mesure D en m a partir
du mur extérieur du batiment
Plage de fréquences . - —
Ctrampgtectrique Cramp Tragetigue
MHz Quasi-créte Quasi-créte
dB(uV/m) dB(uA/m)
0,15 - 0,49 - 23,5
0,49 — 1,705 - 13,5
1,705 - 2,194 - 18,5
2,194 - 3,95 - 13,5
3,95 - 20 - -1,5
20 - 30 - -11,5
30 - 47 48 >
47 — 53,91 30 —
53,91 — 54,56 30 —
54,56 — 68 30 -
68 — 80,872 43 —
80,872 — 81,848 58 —
81,848 — 87 43 _
87 — 134,786 40 —
134,786-136,414 50 —
136,414 — 156 40 -
156 — 174 54 —
174 — 188,7 30 -
188,7 — 190,979 40 -
190,979 — 230 30 —
230 - 400 40 —
400 - 470 43 _
470 — 1000 40 —
A la fréquence de transitign, la limite la plus sévére doit étre appliquée.

Pour les appareils du groupe 2 mesurés in situ, la distance de mesure D, a partir du mur
extérieur du batiment dans lequel se trouve I'appareil, est égale a (30 + x/a) m ou 100 m selon
la distanee\la plus petite, a condition que la distance de mesure D soit située dans les limites
des locaux. Si la distance D calculée est située hors des limites des locaux, la distance de
mesure’/D est égale a x ou a 30 m, selon la valeur la plus grande.

Pour le calcul des valeurs ci-dessus:

x est la distance la plus courte entre le mur extérieur du batiment dans lequel se trouve
I'appareil et la limite des locaux de I'utilisateur pour chaque direction de mesure;

Qx
1

Z,0 pour 1es irequences nférieures a 1 MHAZ;

QD
1

4,5 pour les fréquences supérieures ou égales a 1 MHz.
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7 Exigences de mesure

7.1 Généralités

Les exigences spécifiées dans le présent article, avec les limites indiquées a I'Article 6,

constifuent Tes exigences de compalibilité electromagnetique (CEM) essentielles de [a
présente Norme. Pour les mesurages réalisés sur les sites d'essai (voir I'Article 8), la
vérification de la conformité d'un type donné d'appareil a ces exigences CEM essentielles
permet de les définir en essais de type.

Les exigences liées aux mesurages sur ces sites d'essai sont des exigences d'essai de_type.
Un essai de type peut étre reconnu comme une homologation si les conditions en_matiéere
d'évaluation statistique des résultats de mesure selon I'"Annexe H sont satisfaites.

Les appareils de classe A peuvent étre mesurés soit sur un site d'essai, soitdn’situ, comme
indiqué par le fabricant. Les appareils de classe B doivent étre mesurés sur yn'site d'essai.

Des exigences spécifiques en matiére de mesurages sur un site d'essai sont données a
I'Article 8 et a I'Article 9 et, pour les mesurages in situ, a I'Article 10.

Les exigences du présent article sont a satisfaire tant pour lesaneésurages sur un site d'essai
gue pour les mesurages in situ.

Les mesurages sont seulement nécessaires dans les plages de fréquences dans lesquelles
les limites sont spécifiées a I'Article 6.

Les composants ou sous-assemblages pour des-appareils ou systemes de niveau supérieur
destinés a étre assemblés sur leur lieu de fonctionnement respectif uniqguement peuvent
également étre soumis a essai selon les exigences de la présente Norme. Pour les besoins
de I'essai dans le cadre de la présente Norme, ces composants ou sous-assemblages doivent
étre considérés comme des appareilsi,autonomes. Les composants ou sous-assemblages
pour lesquels la conformité aux exigences pertinentes ne peut pas étre démontrée lors de la
mesure sur un site d'essai peuvent*également étre évalués in situ au moment de l'installation
dans le systéme de niveau supérieur, auquel cas les dispositions de 6.4 doivent s'appliquer.

NOTE 1 Les environnements considérés dans la présente Norme sont des environnements résidentiels,
commerciaux ou industriels (voisRIEC 61000-2-5 [11])2. La satisfaction de I'appareil aux exigences de la présente
Norme permet son fonctionnement et son utilisation dans ces environnements sans risque important de brouillage
radioélectrique. D'autres normes de produit IEC peuvent également permettre de soumettre a des essais de
conformité les composarnts-ou sous-assemblages de systémes de niveau supérieur, mais elles prennent en compte
d'autres environnements.que ceux spécifiés dans I''EC 61000-2-5 [11]. Il revient au fabricant de choisir la présente
Norme ou une autré\horme de produit IEC appropriée pour soumettre les composants ou sous-assemblages a des
essais de conformite:

NOTE 2 Il.stagit, par exemple, mais sans toutefois s'y limiter, de convertisseurs de puissance utilisés pour la
productiondecentralisée et I'alimentation en énergie électrique des réseaux d'alimentation en courant alternatif a
basse tension ou des installations ou, grace a leur transformateur dédié, de réseaux de distribution de puissance
moyenne’ tension, mais également de sous-assemblages électriques de puissance destinés a alimenter les
systemes de niveau supérieur en énergie provenant des réseaux secteur en courant alternatif a basse tension.

7.2 Bruit ambiant

Un site d'essai pour les essais de type doit permettre de faire la distinction entre les

émissions de l'appareil en essai et le bruit ambiant. Dans cette optique, il est possible de
déterminer si le site d'essai est approprié en mesurant les niveaux de bruit ambiant sans faire
fonctionner Il'appareil en essai et en s'assurant que ces niveaux de bruit ambiant sont au
moins de 6 dB au-dessous des limites spécifiées en 6.2 ou 6.3 selon le cas. Des informations

2 |es chiffres entre crochets renvoient a la Bibliographie.
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supplémentaires relatives aux essais de conformité en présence de bruit ambiant sont
données dans la CISPR 16-2-1:2014, 6.2.2 et la CISPR 16-2-3:2010, 6.2.2.

Il n'est pas nécessaire de réduire le niveau de bruit ambiant a 6 dB au-dessous de la limite
spécifiée lorsque la combinaison du bruit ambiant et des émissions de I'appareil en essai ne

u'épo.a:t: pas io. iilllitc bpéblfléc Dallb Lo \.-UIIUIitiUIIb, i'appalcii 1l Ubbai Cbt bUIIbiulélé CUITIme
satisfaisant a la limite spécifiée.

Dans le cadre des mesurages des perturbations radioélectriques conduites, les émissions
locales de radio peuvent augmenter le niveau de bruit ambiant a certaines fréquences. Un
filtre de radiofréquences adapté peut étre inséré entre le réseau fictif (AMN en V et/ou DC-
AN) et l'alimentation secteur en courant alternatif de laboratoire respective ou la_source
d'alimentation en courant continu, ou les mesurages peuvent étre effectués dans une
enceinte blindée. Il convient que les composants formant le filtre de radiofréquences soient
enfermés dans un écran métallique directement connecté a la terre de référencecdu systéme
de mesure. Les exigences pour I'impédance du réseau fictif doivent étre jsatisfaites, a la
fréquence de mesure, lorsque le filtre de radiofréquences est connecté.

Si, lors du mesurage des perturbations radioélectriques rayonnées, dés conditions de bruit
ambiant de 6 dB ne peuvent pas étre satisfaites, I'antenne peut étreplacée plus proche de
I'appareil en essai que la distance spécifiée a I'Article 6 (voir 8.3,4)."D'autres conseils relatifs
aux conditions de mesure en cas de niveau élevé de bruit ambiant'sont donnés a I'Annexe C.

7.3 Appareil de mesure
7.3.1 Instruments de mesure

Les récepteurs dotés de détecteurs de quasi-créte-doivent étre conformes a la CISPR 16-1-1.
Les récepteurs dotés de détecteurs de valeur moyenne doivent étre conformes a la
CISPR 16-1-1.

NOTE 1 Les deux détecteurs peuvent étre incorporés dans un seul récepteur et les mesurages peuvent étre
réalisés en utilisant alternativement le détecteur de quasi-créte et le détecteur de valeur moyenne.

NOTE 2 Le détecteur de valeur moyenne.Jde la CISPR 16-1-1 est souvent appelé "CISPR-Average" (Moyenne-
CISPR). Il s'agit de souligner que le détecteur de valeur moyenne utilisé dans le détecteur CISPR permet d'obtenir
un résultat de mesure équivalent a lavlecture de valeur de créte d'un appareil de mesure avec une constante de
temps telle que définie dans la CISPR 16-1-1.

Le récepteur de mesure\utilisé doit étre utilisé de sorte que la variation de la fréquence de la
perturbation en courscde mesure n'affecte pas les résultats.

NOTE 3 Des appareils de mesure présentant d'autres caractéristiques de détection peuvent étre utilisés, a
condition de pouvoir‘prouver que le mesurage des valeurs de perturbation est le méme. L'attention est attirée sur
la commodité de I'emploi d'un récepteur panoramique ou d'un analyseur de spectre, particulierement si la
fréquence de‘\fonctionnement des appareils en essai change notablement pendant le cycle de fonctionnement.

Pour évjter que I'appareil de mesure indique de facon erronée une non-conformité aux limites,
le récepteur de mesure doit étre accordé sur une fréquence suffisamment éloignée des
extrémités d'une des bandes ISM désignées, pour que les fréquences délimitant la bande
a6 dB du récepteur restent en dehors de cette bande désignée.

Lors des mesurages réalisés sur des appareils a puissance élevée, il convient de veiller a ce
gue les P:\rnrtéricfiqllnc de hlindngp et de réjnm‘inn des frénllmnr‘ne p:\rncitnc du rérnpfnllr de

mesure sont adéquates.

Pour les mesurages aux fréquences supérieures a 1 GHz, un analyseur de spectre aux
caractéristiques telles qu’elles sont définies dans la CISPR 16-1-1 doit étre utilisé.

Les précautions qui peuvent étre prises lors de l'utilisation d'un analyseur de spectre sont
indiguées a I'Annexe B.
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7.3.2 Réseau fictif (AN)
7.3.2.1 Généralités

Le réseau fictif (AN) est exigé pour fournir une impédance de charge définie pour l'acces
d’alimentation_secteur_en _courant alternatif ou I'accés d’alimentation_en _courant _continu_en

essai de l'appareil en essai (EUT) aux fréquences radio au point de mesure. Le réseau fictif
assure également l'isolation de I'appareil en essai en fonction du bruit ambiant sur les lignes
électriques en courant alternatif ou en courant continu respectives.

7.3.2.2 Réseau fictif d'alimentation (AMN)

Le mesurage de tensions perturbatrices aux acces d’alimentation secteur en courant alterhatif
a basse tension doit étre effectué en utilisant le réseau fictif d'alimentation (AMN“en V)
comme spécifié dans la CISPR 16-1-2.

7.3.2.3 Réseau fictif en courant continu (DC-AN)

Le mesurage de tensions perturbatrices aux accés d’alimentation en ceurant continu a basse
tension doit étre effectué en utilisant le réseau en triangle fictif d'alimentation 150 Q spécifié
en 4.7 de la CISPR 16-1-2:2014 (voir aussi la CISPR 16-1-2:2014;-Figure A.2) ou le réseau
fictif en courant continu 150 Q spécifié a I'Annexe | de la présente Norme. Pour simplifier la
formulation, lI'un de ces réseaux destinés a étre utilisés avec les mesurages aux acces
d’alimentation en courant continu a basse tension est appelé ultérieurement DC-AN.

7.3.3 Sonde de tension

La sonde de tension représentée a la Figure £~doit étre utilisée lorsque le réseau fictif
d'alimentation (AMN en V) ne peut pas étre utilisé. La sonde est connectée successivement
entre chaque ligne et la terre de référence ‘choisie (plaque métallique, tube métallique). La
sonde est composée essentiellement d'un condensateur de découplage et d'une résistance
telle que la résistance totale entre la ligne et la terre soit au moins de 1 500 Q. L'effet sur
I'exactitude de mesure du condensateur ou de tout autre dispositif qui peut étre utilisé pour
protéger le récepteur de mesure contre les courants dangereux doit étre soit inférieur a 1 dB,
soit pris en compte dans I'étalonnage. La sonde de tension doit satisfaire aux exigences
spécifiées a I'Article 5 de la CISPR 16-1-2:2014.
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Mains supply
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Mains supply Alimentation électrique

Measuring set Ensémble de mesure

Figure 1 — Circuit pour le mesurage de tensions perturbatrices
sur le réseaud'alimentation

7.3.4 Antennes
7.3.4.1 Plage de fréquences inférieures a 30 MHz

Dans la plage de fréquencesXinférieures a 30 MHz, I'antenne doit étre une boucle telle que
spécifiée dans la CISPR 16:1-4. L'antenne doit étre soutenue dans le plan vertical et pouvoir
pivoter sur un axe vertical: Le point le plus bas de la boucle doit étre a 1 m au-dessus du
niveau du sol.

7.3.4.2 Plagede fréquences comprises entre 30 MHz et 1 GHz
7.3.4.2.1 Géneéralités

Dans | plage de fréquences comprises entre 30 MHz et 1 GHz, I'antenne utilisée doit étre

teIIe que specmee dans Ia CISPR 16-1- 4+95—mesu4tag«95—é9+vem—e{re—rea44595—pew—ta

D'autres antennes peuvent étre utilisées a condition de pouvoir démontrer que les résultats
sont dans la limite de +2 dB des résultats qui auraient été obtenus si une antenne doublet

symetrigue avait ete utitisee:

7.3.4.2.2 Site d’essai en champ libre (OATS) et chambre semi-anéchoique (SAC)

Pour les mesurages réalisés sur un site d'essai en champ libre (OATS) ou dans une chambre
semi-anéchoique (SAC), le centre de I'antenne doit étre déplacé en hauteur entre 1 m et 4 m
pour obtenir l'indication maximale a chaque fréquence d'essai. Le point de I'antenne le plus
prées du sol ne doit pas étre a moins de 0,2 m. Les mesures doivent étre réalisées avec
I'antenne orientée en polarisation horizontale, puis en polarisation verticale.
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7.3.4.2.3 Chambre totalement anéchoique (FAR)

Pour les mesures réalisées dans une chambre totalement anéchoique, la hauteur de
I'antenne est fixée a la hauteur géomeétrique moyenne du volume d'essai validé. Les mesures

doivent étre réalisées avec lI'antenne orientée en polarisation horizontale, puis en polarisation
verticale

7.3.4.2.4 Autres sites

Pour les mesurages in situ, le centre de I'antenne doit étre fixé a une hauteur de (2,0 +0,2) m
au-dessus du sol.

7.3.5 Main artificielle

Au cours des mesurages de tensions perturbatrices sur_(des appareils tenus a la main,
I'utilisation d'une main artificielle est exigée pour simuler ['influence de la main de I'utilisateur.

La main artificielle est composée d'une feuille métallique reliée a une borne (borne M) d'un
dipble RC composé d'un condensateur de 220 pE<t 20 % en série avec une résistance de
510 Q £ 10 % (voir la Figure 2). L'autre borne-de~ce dipdle RC doit étre reliée a la terre de
référence du systéme de mesure (voir la CISPR 16-1-2). Le dipdle RC de la main artificielle
peut étre inséré dans I'enveloppe du réseaufictif d'alimentation.

M

220 pF £ 20 %

? 510 Q£ 10 %
_ I

EC
Figure 2 — Main artificielle, dip6le RC

7.4 Mesurage de fréquence

En~ce qui concerne les appareils prévus pour fonctionner a une fréquence fondamentale
située dans l'une des bandes désignées dans la liste du Tableau 1, la fréquence doit étre
vérifiée avec un appareil de mesure présentant une erreur inhérente de mesure inférieure ou
égale a 1/10 de la tolérance admise pour la fréquence centrale de la bande désignée. La
fréquence doit étre mesurée pour toutes les valeurs de la charge a partir de la puissance la

ptus faibte mormalement utitisee jusqua fa puissance maximale.

7.5 Configuration des appareils en essai
7.5.1 Généralités

Le niveau de perturbation doit étre augmenté au maximum en faisant varier la configuration
des appareils, en restant compatible avec les applications typiques de I'appareil en essai. La
Figure 3 donne un exemple de montage classique pour les mesures des perturbations
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rayonnées a partir d'un EUT de table. La configuration de mesure doit étre typique d'une
opération normale d'installation et centrée sur I'axe vertical du plateau tournant.

NOTE 1 La souplesse inhérente a chaque installation particuliere détermine la mesure dans laquelle le présent
paragraphe s'applique-at—mesurage a la mesure d'une installation in situ. Les dispositions du présent paragraphe
sont applicables aux-mesurages mesures in situ, dans la mesure ou une installation particuliére permet de faire

varier la position des cables, de faire fonctionner différentes unités indépendamment les unes des autres a
I'intérieur de l'installation, de faire varier la position de l'installation a l'intérieur des locaux, etc.

Pour-le-mesurage la mesure des perturbations rayonnées sur un site d’essai en champ libre
(OATS) ou dans une chambre semi-anéchoique (SAC) avec une distance de séparation de
3 m, I'évaluation du rayonnement émis par le cablage de I'appareil en essai doit étre limitée
aux parties des cables de raccordement (voir 7.5.2) et aux cébles d'alimentation (voir(7.573)
qui sont a l'intérieur du volume d'essai de 1,2 m de diamétre par 1,5 m de hauteur ay-dessus
du sol.

Pour la mesure des perturbations rayonnées dans une chambre totalement ané¢hoique, tous
les cables tombant au sol doivent étre visibles depuis la position du pojrt _de référence de
I'antenne sur au moins 80 cm (voir la Figure 3b).

Les appareils périphériques qui n’entrent pas dans le volume d’essairdoivent étre exclus des
mesurages ou découplés de [l'environnement d’essai. Si,6 le§ céables vers [lappareil
périphérigue ne peuvent pas étre étendus pour sortir dw volume d'essai, l'appareil
périphérique doit étre placé dans le cercle imaginaire autout'deé la configuration compléte de
I'EUT.

La distance de mesure est définie entre le point de&éférence de I'antenne et les limites d'un
cercle imaginaire autour de la configuration compj}été de I'EUT (voir la Figure 3a).

NOTE 2 L'évaluation des rayonnements peut étre limitée aux parties de cable se trouvant a I'intérieur du volume
d'essai en plagant, par exemple, des dispositifs d'absarption de mode commun (CMAD) au niveau des cables, a
I'endroit ou ils sortent du volume d'essai. La CISPR 16-2-3 donne des lignes directrices supplémentaires relatives
a l'application de dispositifs d’absorption de mode ¢ommun (CMAD).



https://iecnorm.com/api/?name=3e569e18e2d67b16a6a5db5c151832cd

Cable leaving the test volume run
vertically down towards the floor within
the test volume of (1,2 = 0,1) m diameter
times (1,5 &= 0,1) m height. Restriction of
radiation to the cable fractions inside the
test volume is achieved by using e.g. a

— 150 - CISPR 11:2015+AMD1:2016
+AMDZ2:2019 CSV © IEC 2019

B: excess cable length bundle

CMAD at the position where they leaves

DEtWERTT SO T a2 0T

the volume. in length
\ @
Antenna reference
D: Spacing between point
the enclosures Cable bundles should be arranged
should be 20,1 m in the middle of the cable. \
Peripheral only : t
in test volume Sections of interconnecting cables
if cable hanging over the table are spaced at
cannot be a distance of 0,4 m above the ground
extended to |
plane.
run out of test
volume (e.g.
peripheral 2).
Test volume for
small equipment
. L:(30&£01)m "
(1,2+01)m il
- L = niaasuring distance
Anglais Francais
) . A , . . .
gf ; EE.EEE.“EE e FuR-vertically E,E” EE;EHEE;‘EE,{E,H. Vot EEEEEEL,EE“.EHE“? E_Ea’E eht
- A . f . . - F . . . ~ . v,z - . A N

B:rexcess cable length bundle between 30-cm-and 40 | B:entre 30 cm et 40 cm de longueur de cable entrop
cm-inlength
) Poi S )

ground-plane- plan-de-masse



https://iecnorm.com/api/?name=3e569e18e2d67b16a6a5db5c151832cd

CISPR 11:2015+AMD1:2016
+AMD2:2019 CSV © |IEC 2019
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placés verticalement vers le sol.

Le découplage est obtenu a l'aide, par
exemple, d'un dispositif d’absorption de mode

151 -

Dimensions en métres

B: Entre 30 cm et 40 cm de longueur
de cable en trop

commun a I'endroit ou ils sortent du volume

Point de référence

s . e '
A: Il convient que les /\( de 'antenne
enceintes soient ¢ | . . .
. ses de > 0.1 [ — AT<1lk “ Il convient de disposer les faisceaux
separees de = 9, [ 5 \ de cables au milieu du cable
I ]
LI w w N !
1 % ‘u 1
v 1
v Y L1 /
./
Support non ____..--*-’ Penphermui «.\ y
conducteur N
[ Cercle imaginaire autour de la
configuration compléte de I'EUT
Limite du volume L3401
d'essai maximal ‘ — >
L = Distance{dée*mesure IEC
Figure 3a — Vue de dessus
L (1,2 0;1)m [ L:(3,0£01)m Antenna
« b )s—'l reference
| point
a— [ —————— = _{_____________: L = measuring distance
B: excess cable lefigth : D: Spacing between !
| bundle between 30cm i the enclosures :
| and40cm ! should be 20,1 m I
Cable bundles are | inlength. f |
arranged in the middle I \ ; Dy I
of the cable. ! B : * » I
I & k" |
! kS EUT 1 |
S : EUT2 | A positioning table in
E Jeripheral i | accordance CISPR 16-1-4.
= 2 y 4 ; I
S f 1 : /
- | ; |
— | ' |
B\ I ' | L cables leaving the test volume
Peripheral only in test £ | ‘/
volume if cable ! I i |
cannot be extended to S : ! |
run out of test.uolume S i : L |
(e.g. periphehal 2). :;_ : ThO 11 I' Mains |
= periphera i cable J I CMAD: common-mode
| i absorption device
1
Groundplane
IEC
) )



https://iecnorm.com/api/?name=3e569e18e2d67b16a6a5db5c151832cd

CISPR 11:2015+AMD1:2016
+AMD2:2019 CSV © |IEC 2019

S . ~|S 5 L ¢ A CISPR 16-1
. . i Périphér . , .
o . A ~ . .
te-g ) , . PR Y
. ~3 Y .
_ . . o
- . ~3 , .
Groundplane Plan-de masse
Dimensiogs\ef metres
D: Diamétre du cercle imaginaire )
autour de la configuration Pointidereférence
compléte de I'EUT deyl'antenne
D
Chambre ; 4
totalement H
anéchoique: : _\ H
Fond du volume | EUT 1 . - i
d'essai ! A S Distance de mesure L: 3 051 % i
: ~ Périlphériquei a i‘ = ’E
o k -~ Chambre totalement anéchoique: de tous les cables
o , __qui tombent, au moins 80 cm doivent étre visibles
S i Support non 4»-"”'_ depuis le point de référence de I'antenne et ne pas
| i conducteur b étre cachés par les absorbeurs au sol.
o ! \¢
gl ]
< y
(%2}
%) -
2 1
5
_~=[CMAD

CMAD: dispositif d’absorption OATS, SAC: Plar) de’masse
de mode commun

Figure 3b

Figure 3 — Exemple-de disposition de
perturbations rayonnées a une dista

FAR: sol, couvert par des dalles de ferrite, par exemple

IEC

—Vue de co6té

cable classique pour les mesurages des
nce de séparation de 3 m, EUT de table

Un exemple de montage d'essai unifié classique pour un appareil au sol adapté-au-mesurage

a la mesure desvperturbations conduites et

rayonnées est présenté a la Figure 4. D'autres

exemples de dispositions classiques de I'EUT et périphériques associés sont donnés dans la

CISPR 16-2:3 et la CISPR 16-2-1.
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Figure 4 — Exemple de montage d'essai classique pour le mesurage des perturbations
conduites et/ou rayonnées d'un EUT)pOsé au sol, vue 3D

La configuration de l'appareil—en—essai EUT, y-compris le placement exact du dispositif
d’absorption de mode commun (CMAD) et le type-de site d'essai utilisé pour la mesure, doit
étre documentée-avecprécision dans le rapport-d'essai.

7.5.2 Cables de raccordement

Le présent paragraphe s'applique\ aux appareils dans lesquels diverses parties sont
raccordées par des céables ou ‘@ux systémes dans lesquels plusieurs composants sont
interconnectés.

NOTE 1 Le respect de toutessles dispositions du présent paragraphe permet I'application des résultats d'une
évaluation a plusieurs configurations de systeme utilisant les mémes types d'appareils et de cables a I'exclusion de
tout autre, chaque configuration de systeme étant en effet un sous-systéeme de celui qui est évalué.

Les cables de raceordement doivent étre du type et de la longueur spécifiés dans les
exigences applicables aux appareils individuels. Si la longueur peut varier, elle doit étre
choisie de maniére a générer I'émission maximale lors des mesurages d'intensité de champ.

Si des_€ables blindés ou spéciaux sont utilisés pendant les essais, cela doit étre spécifié dans
le manuel d'instructions.

Le raccordement des cables de signaux, a I'exception de ceux fournis par le fabricant, n’est
pas exigé pendant les mesurages d’émission a fréquences radioélectriques des appareils
d'essai et de mesure portables, groupe 1 ou ceux destinés a étre utilisés dans les laboratoires
et mis en ceuvre par des personnes compétentes. Il s'agit, par exemple, des générateurs de

SIgmaux, 0es anatySeurs ue Teseaux, des analySeurs 1ogiques et 0es anatySeurs ue SpPectre.

Les longueurs de cables en trop doivent étre rassemblées au centre approximatif du cable en
faisceaux de 30 cm a 40 cm de longueur. S'il s'avére impossible de procéder de la sorte, la
disposition du cable en trop doit étre indiquée avec précision dans le rapport d'essai.

Dans les cas ou il y a des bornes d'interface multiples toutes du méme type, il suffit de
connecter un céble a une seule borne de ce type, a la condition qu'il puisse étre démontré
gue les cables supplémentaires n'affectent pas les résultats d'une maniére significative.
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Un ensemble de résultats doit étre accompagné d'une description compléte de I'orientation
des appareils et des cables pour que ces résultats puissent étre répétés. Les éventuelles
conditions d'utilisation doivent étre spécifiées, documentées et incluses dans le manuel
d’utilisation.

ST type dappareit donme peut EXECUteT Separenent ure {onction partmi o autres, fedit
appareil doit étre soumis aux essais pendant l'exécution de chacune de ces fonctions.
S'agissant des systémes qui peuvent inclure un certain nombre de composants différents, un
exemplaire de chaque type de composant intégré a la configuration du systéme doit étre
inclus dans I'évaluation.

Un systéme comportant un certain nombre de composants identiques, mais dont I'évaluation
a été effectuée au moyen d'un seul de ces composants, n'exige pas d'autre évaluation si
I'évaluation initiale s'est avérée satisfaisante.

NOTE 2 Cela est possible parce qu'il a été constaté qu'en pratique, les émissions provenant de modules
identiques ne s'ajoutent pas.

Lors de I'évaluation d'un appareil en interaction fonctionnelle avec d'autres appareils pour
former un systéme, I'évaluation peut étre effectuée soit encutilisant des appareils
complémentaires pour représenter I'ensemble du systéme, soit ave¢ des simulateurs. Dans
les deux cas, lors de I'évaluation de I'appareil en essai, on doit-veiller a ce que les effets du
reste du systéme ou des simulateurs satisfassent aux conditions de bruit ambiant spécifiées
en 7.2. Un simulateur utilisé a la place d'un appareil réel‘doit représenter correctement les
caractéristiques électriques et, dans certains cas, |es ‘caractéristiques mécaniques de
I'interface, particulierement en ce qui concerne les impédances et les signaux a fréquences
radioélectriques, ainsi que les types et les configurations des cables.

NOTE 3 Cette procédure est exigée pour faciliter I'évaluation des appareils combinés avec d'autres appareils
provenant de fabricants différents pour constituer un systéme.

7.5.3 Raccordement au réseau d'alimentation électrique sur un site d'essai
7.5.3.1 Raccordement au réseau d'alimentation en courant alternatif de laboratoire
7.5.3.1.1 Généralités

Le cas échéant, la puissance électrique provenant du réseau d'alimentation électrique du
laboratoire doit étre fourmie' par l'intermédiaire du réseau fictif d'alimentation (AMN) spécifié
en 7.3.2.2.

Pour le raccordement au réseau fictif d'alimentation ou au réseau d'alimentation électrique du
site d'essai, leslongueurs appropriées de cables d'alimentation doivent étre utilisées. Si les
instructions d'installation du fabricant spécifient un type particulier de cable d'alimentation a
utiliser avec. l'appareil en essai, le raccordement au réseau fictif d'alimentation ou au réseau
d'alimentation électrique du site d'essai doit étre réalisé avec ce type de céable.

L‘appareil en essai doit étre alimenté a la tension nominale.

7.5.3.1.2 Raccordement au réseau d'alimentation en courant alternatif de laboratoire
pour le mesurage des perturbations conduites et pour les perturbations
rayonnées dans la plage jusqu'a 30 MHz

Si les mesurages sont réalisés sur un site d'essai, le réseau fictif d'alimentation (AMN en V)
spécifié en 7.3.2.2 est & utiliser chaque fois que cela est possible. L'enveloppe du réseau
AMN en V doit étre placée de sorte que sa surface la plus proche se trouve a 0,8 m ou moins
du périmétre le plus proche de I'appareil en essai.

Lorsque le fabricant fournit un cordon d'alimentation flexible, celui-ci doit avoir 1 m de long
ou, s'il est plus long, I'excés de cable doit étre replié sur lui-méme pour former un faisceau ne
dépassant pas 0,4 m de longueur.
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Si un cable d'alimentation est spécifié dans les instructions d'installation du fabricant, une
longueur de 1 m du type spécifié doit étre connectée entre I'unité d'essai et le réseau fictif
d'alimentation.

Les connexions de terre, éventuellement nécessaires pour des raisons de sécurité, doivent

€tre CONMECIEES au point Ue erre —ue Teference au reseau fictf aatmentation et;, s effes e
sont pas fournies ou sont spécifiées de facon différente par le fabricant, doivent étre de 1 m
et placées parallélement au conducteur d'alimentation a une distance maximale de 0,1 m.

Les autres connexions de terre (prévues pour la compatibilité électromagnétique, par
exemple) qui sont spécifiées ou fournies par le fabricant pour le raccordement a la méme
borne que celle prévue pour la connexion de terre de sécurité, doivent étre également
connectées a la terre de référence du réseau fictif d'alimentation.

Les accés d'alimentation en courant alternatif & basse tension auxiliaires-/doivent étre
connectés au réseau d'alimentation en courant alternatif de laboratoire via.tn ou plusieurs
réseaux fictifs d'alimentation (AMN en V) comme spécifié en 7.3.2.2.

Si l'appareil en essai est un systeme comportant plusieurs unités, chacune étant munie de
son propre cordon d'alimentation, le point de connexion du réseau fictif d'alimentation est
déterminé d'aprés les régles suivantes:

a) chaque cable d'alimentation terminé par une prise @d'alimentation réseau de modeéle
normalisé (selon I'lEC 60083, par exemple) doit étre sQumis aux essais séparément;

b) les bornes ou cables d'alimentation non spécifiés par le fabricant comme devant étre
connectés a une autre unité du systéme pour les besoins de 'alimentation réseau doivent
étre soumis aux essais séparément;

c) les bornes ou cables d'alimentation spécifiés par le fabricant comme devant étre
connectés a une autre unité du systéme(pour les besoins de I'alimentation réseau doivent
étre connectés a cette unité, les bornes ou les cables d'alimentation de cette unité étant
connectés au réseau fictif d'alimentation;

d) si un raccordement spécial est spécifié, le matériel nécessaire pour procéder au
raccordement doit étre utilisé pendant I'évaluation de I'appareil en essai.

7.5.3.1.3 Raccordementau réseau d'alimentation en courant alternatif de laboratoire
pour le mesutage des perturbations rayonnées dans la plage comprise
entre 30 MHzZ et 18 GHz

Le raccordement auréseau d'alimentation électrique du laboratoire peut étre assuré avec ou
sans l'aide d'un.rés€au fictif d'alimentation alloué a I'intérieur de I'environnement d'essai (voir
la Figure 4). Rour les dispositions de mesure n'incluant pas de réseau fictif d'alimentation, la
mise a la masse et la mise a la terre de l'appareil en essai (EUT) doivent étre assurées par le
respect des'principes définis en 7.5.3.1.2, dans la mesure du possible.

Si les dispositions de mesure n'incluent pas de réseau fictif d'alimentation, il n'est pas utile de
regrouper les longueurs en trop de céble d'alimentation ni de les allouer a l'intérieur du
volume d'essai. Elles peuvent étre placées ailleurs a l'extérieur du volume d'essai ou de
I'environnement d'essai. Pour le découplage du rayonnement a partir de ces longueurs de
cable en trop, il est toutefois recommandé de veiller a terminer ces cables d'alimentation a
I'endroit ou ils sortent du volume d'essai. Pour ce découplage, il est recommandé d'utiliser

des dispositifs dabsorption de mode commun (CMAD]). Pour fes mesurages avec une
distance de séparation de 3 m, ce découplage est obligatoire (voir 7.5.1).

7.5.3.2 Raccordement a l'alimentation en courant continu de laboratoire ou a une
autre source d'alimentation en courant continu

Si les mesurages sont réalisés sur un site d'essai, le réseau en courant continu fictif 150 Q
(DC-AN) spécifié en 7.3.2.3 est a utiliser chaque fois que cela est possible. L'enveloppe du
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réseau DC-AN doit étre placée de sorte que sa surface la plus proche se trouve a 0,8 m ou
moins du périmétre le plus proche de I'appareil en essai.

Si le réseau DC-AN fait office de sonde de tension, I'accés d’alimentation en courant continu
en essai de l'appareil en essai (EUT) doit étre découplé de la source d'alimentation en

TouTant continu a faide de dispositfs de decoupiage e mode COMMuIT adaptes (tuoes de
ferrite, dispositifs d’absorption de mode commun (CMAD) ou dispositif de couplage et de
découplage) comme indiqué en 6.2.4 de I'lEC 61000-4-6:2013 et qui sont a fixer ou insérer
dans le cable d'alimentation en courant continu raccordant la source d'alimentation en courant
continu a la disposition de mesure de I'EUT (voir également la Figure 7, la Figure 8 et la
Figure 9 en 8.2.2.2.3). Si un dispositif de couplage et de découplage conforme a I'lEC 61000+
4-6 est utilisé pour le découplage, son accés d'entrée de puissance RF ne doit pas-se
terminer par une charge résistive de 50 Q

Le raccordement est a effectuer & une source d'alimentation en courant contjnu appropriée.
La tension de sortie en courant continu de cette source d'alimentation doit’pouvoir étre
ajustée pour fournir un niveau de tension dans la plage de fonctionnementsassignée pour le
type respectif d'appareil en essai.

NOTE 1 Pour l'alimentation de I'acces d’alimentation en courant continu en essdi* de I'appareil en essai, une
source d'alimentation en courant continu de laboratoire dédiée, des (ensembles de) batteries appropriées ou
d'autres sources d'énergie en courant continu comme par exemple, les modGles de piles a combustible, peuvent
étre utilisées, a condition qu'elles garantissent la tension, le courant contint(e) et stable, etc. nécessaire pour les
convertisseurs de puissance dans des conditions de fonctionnemenpt\de sortie assignées, pendant tout le
mesurage.

Il convient de préter une attention particuliere lors dejla sélection de la source d'alimentation
en courant continu de laboratoire et de son installation dans la disposition de mesure. Il est
recommandé de sélectionner et d'installer uniguement une source d'alimentation en courant
continu qui garantit une bonne isolation(_galvanique et également un découplage
radioélectrique suffisant des deux bornes d'alimentation en courant continu du plan de masse
de référence de laboratoire. Les condensateurs de découplage internes aux bornes de la
source d'alimentation en courant continu utilisés pour la suppression interne des
perturbations non symétriques peuvent fournir une dérivation intempestive pour I'impédance
de charge 150 Q de mode commun du DC-AN utilisé pour les mesurages. Ceci peut
provoquer des effets de saturation dans le filtre d'atténuation du convertisseur de puissance
en essai, en particulier a laCfréquence de fonctionnement (c’est-a-dire la fréquence de
commutation) du convertisseur de puissance et de ses harmoniques, qui sont généralement
alloués dans la plage comprise entre 2 kHz et environ 20 kHz. Les filtres d'atténuation saturés
entrainent cependant des' résultats de mesure incorrects et invalides, car le convertisseur de
puissance n'est passutilisé comme prévu, pendant les mesurages. Pour des lignes directrices
concernant la prévention des effets de saturation causés par la configuration du site d'essai,
voir les informatigns a I'Annexe K.

Lorsqu'un.type particulier de céble d'alimentation en courant continu est spécifié dans les
instructions d'installation du fabricant, il doit étre utilisé pendant les essais.

Pour'les essais, une longueur de cable la plus courte possible doit étre raccordée entre
appareil en essai et le DC-AN en respectant la proximité des conditions aux limites définies
Ci-dessus.

Si l'appareil en essai est doté de plusieurs accés d'alimentation en courant continu de méme

type, le nombre d’acces d’alimentation en courant continu nécessaires pour faire fonctionner
I'appareil & sa puissance assignée doit étre connecté au DC-AN pour les mesurages. Tous les
autres acces d’alimentation en courant continu doivent étre terminés avec une impédance de
charge de mode commun 150 Q appropriée. Plusieurs acceés connectés de maniéere
galvanique en paralléle (comme les barres omnibus ou bandes pour la connexion a plusieurs
cables) sont considérés représenter un seul acces.

NOTE 2 Pour ces autres terminaisons, n'importe quel dispositif approprié peut étre utilisé. Cela inclut, par
exemple l'utilisation d'autres réseaux 150 Q conformes a la CISPR 16-1-2, d'autres DC-AN comme spécifié



https://iecnorm.com/api/?name=3e569e18e2d67b16a6a5db5c151832cd

— 158 — CISPR 11:2015+AMD1:2016
+AMD2:2019 CSV © |IEC 2019

en 7.3.2.3 ou également I'utilisation de dispositifs de couplage et de découplage 150 Q (CDN) comme défini dans
I'lEC 61000-4-6.

Les acces d'alimentation en courant continu auxiliaires doivent étre connectés a une source
d'alimentation en courant continu de laboratoire séparée ou une batterie, via une impédance
de charge de mode commun 150 Q appropriée.

NOTE 3 Si une source d'alimentation en courant continu de laboratoire séparée, connectée au secteur, est
utilisée, il peut alors étre approprié d'insérer également un autre filtre EMI dans la connexion a cette source
d'alimentation. Les schémas illustrant des montages adaptés pour le site d'essai figurent a I'Annexe J.

7.6 Conditions de charge des appareils en essai
7.6.1 Généralités

Les conditions de charge des appareils en essai sont spécifiées dans le présent paragraphe.
Les appareils non couverts par le présent paragraphe sont a utiliser de maniére" a optimiser
les perturbations engendrées tout en se conformant aux procédurgs™ normales de
fonctionnement telles qu'elles sont définies dans le manuel d'utilisation des appareils.

7.6.2 Appareils médicaux

7.6.2.1 Appareils de thérapie utilisant les fréquences comptises entre 0,15 MHz et
400 MHz

Tous les mesurages doivent étre réalisés dans les conditiohs de fonctionnement indiquées
dans le manuel d'utilisation de I'appareil. Le circuit a utiliser en sortie pour charger I'appareil
dépend de la nature des électrodes avec lesquelles il est a utiliser.

Pour les appareils a électrodes de type capacitifune charge fictive doit étre utilisée pour les
mesurages. La Figure 5 montre la dispositioncgénérale a respecter. La charge fictive doit étre
essentiellement résistive et étre capable d'absorber la puissance assignée de sortie maximale
de l'appareil.

Les deux bornes de la charge fictive doivent étre situées aux extrémités opposées de la
charge et chaque borne doit étrereliée directement a un plateau métallique circulaire ayant
un diameétre de (170 = 10) mmakes mesurages doivent étre effectués avec tous les cables de
sortie et électrodes capacitives fournis avec l'appareil. Les électrodes capacitives sont a
disposer aux extrémités>de la charge fictive, parallelement aux plateaux métalliques

circulaires, leur espacement étant ajusté de maniére a générer la puissance dissipée
appropriée dans la charge fictive.
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Figure 5 — Appareils médicaux (typé capacitif): disposition
de I'appareil et de lacharge fictive

Les mesurages doivent étre effectués en plagant la charge fictive en position horizontale et
en position verticale (voir Figure 5). Dan& chaque cas, lors des mesurages du rayonnement
électromagnétique perturbateur, I'ensemble comprenant I'appareil, les cables de sortie, les
électrodes capacitives et la charge fictive doit étre pivoté autour de son axe vertical, afin de
pouvoir mesurer la valeur maximalenxdu champ rayonné.

NOTE Les montages de lampes sulvants se sont avérés satisfaisants pour soumettre aux essais de nombreux
types d'appareils dans la plage de'‘puissances d’essai:

a) puissance de sortie nominale’100 W a 300 W:
quatre lampes 110 V/60 Wien paralléle ou cinq lampes 125 V/60 W en paralléle;

b) puissance de sortie nominale 300 W a 500 W:
quatre lampes 1254100 W en paralléle ou cing lampes 150 V/100 W en parallele.

Pour les appareils a électrodes de type inductif, les mesurages doivent étre réalisés en
utilisant les_cables et les bobines fournis avec I'appareil servant au traitement du patient. La
charge utilisée pour I'essai doit comporter un récipient tubulaire vertical en matériau isolant
de 10tm de diamétre. Ce récipient est rempli sur une hauteur de 50 cm avec une solution
comprenant 9 g de chlorure de sodium par litre d'eau distillée.

Le récipient doit étre placé a l'intérieur de la bobine, de maniére que son axe coincide avec
celui de la bobine. Le centre de la bobine doit également coincider avec le centre de la
charge liquide.

Les mesurages doivent étre réalisés a la puissance maximale et & la moitié de la puissance
maximale et, si le circuit de sortie peut étre accordé, il doit I'étre sur la résonance avec la
fréquence fondamentale de I'appareil.

Tous les mesurages doivent étre réalisés dans toutes les conditions de fonctionnement
prévues dans le manuel d'utilisation de 'appareil.
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7.6.2.2 Appareils de thérapie UHF et micro-ondes fonctionnant a des fréquences
supérieures a 400 MHz

Les mesurages doivent étre réalisés en connectant le circuit de sortie de l'appareil a une
charge résistive non rayonnante de méme valeur que l'impédance caractéristique du cable
utilisé pour alimenter la charge de I'appareil

7.6.2.3 Appareils de thérapie a ultrasons

Les mesurages doivent étre réalisés avec le transducteur connecté au générateur. Le
transducteur doit étre plongé dans un récipient non métallique d'environ 10 cm de diametre)
rempli d'eau distillée.

Les mesurages doivent étre réalisés a la fois a la puissance maximale et a la moitié de la
puissance maximale et, si le circuit de sortie peut étre accordé, il doit I'étre sursla fréquence
de résonance, puis désaccordé. Les spécifications qui figurent dans le manuel‘d'utilisation de
I'appareil sont a observer.

Il est recommandé de mesurer la puissance maximale de l'appareil conformément a la
méthode décrite dans I'lEC 61689 ou en utilisant une méthode dérivée;'si nécessaire.

7.6.3 Appareils industriels

Les appareils industriels peuvent étre soumis aux essaisi/soit avec la charge utilisée en
service, soit avec un dispositif équivalent.

Si I'appareil en essai peut étre connecté a des candlisations auxiliaires (eau, gaz, air, etc.), le
raccordement doit étre réalisé avec des sections‘de raccordement en tube isolant d'au moins
3 m de long. Pour les essais effectués avec lacharge utilisée en service, les électrodes et les
cables doivent étre disposés comme en ufilisation normale. Les mesurages doivent étre
réalisés a la puissance de sortie maximate et a la moitié de la puissance de sortie maximale.
Les appareils qui fonctionnent normalefment avec une puissance de sortie nulle ou trés faible
doivent également étre soumis aux essais dans ces conditions.

Il convient de soumettre aux essais les appareils industriels de chauffage par induction et les
appareils de chauffage diélectrique dans une configuration et avec une charge équivalentes a
l'utilisation réelle ou prévue. Lorsque l'appareil peut étre configuré pour une variété de
charges ou que la chargedn’est pas disponible, la charge spécifiée dans I'lEC 61922 pour les
appareils de chauffagepar induction et dans I'lEC 61308 pour les appareils de chauffage
diélectrique peut étre-utilisée. Les appareils industriels de chauffage par résistance doivent
étre soumis aux. esSais avec ou sans la charge, tel que spécifié par le fabricant.

NOTE L'expérience a montré qu'un dispositif de charge avec circulation d'eau convient pour de nombreux types
d'appareils.de‘chauffage diélectrique.

Les appareils industriels de chauffage a micro-ondes doivent étre conformes a la valeur limite
de_rayonnement indiquée a I'Article 6 lorsqu’ils sont chargés conformément a I'lEC 61307 ou
avec une charge utilisée en pratique. La charge doit é&tre modifiée de maniére a assurer le
maximum de transfert d'énergie, les variations de fréquence ou de rayonnement harmonique
dépendant des caractéristiques étudiées.

7 6 4 Apparnilc Qt‘iﬂhfifiqllﬁt appnrnilc de labhoratoire et de mesure
O~ ;

Les appareils scientifiques doivent étre soumis aux essais dans les conditions normales de
fonctionnement. Les appareils de laboratoire et de mesure doivent fonctionner comme prévu.
Tous les ports de sortie RF doivent étre terminés par une charge non rayonnante
correspondante.
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7.6.5 Appareils de cuisson a micro-ondes
Les appareils de cuisson a micro-ondes doivent étre utilisés avec tous leurs constituants

normaux (les plateaux en place, par exemple) et avec une charge de 11| d’eau du robinet
initialement a 20°C + 5 °C, placée au centre de la surface de support fournie par le fabricant.

Le réservoir pour I'eau doit étre une cuve cylindrique en verre borosilicaté d'un diametre
extérieur de 190 mm + 5 mm et d'une hauteur de 90 mm + 5 mm (voir aussi I'lEC 60705).

Des informations détaillées sur la procédure de mesure utilisée dans la plage de fréquences
supérieures a 1 GHz sont données en 9.4.

7.6.6 Autres appareils fonctionnant dans la plage de fréquences comprises_entre
1 GHz et 18 GHz

Les autres appareils doivent satisfaire aux valeurs limites de rayonnement indiquées a
I'Article 6 lorsqu'ils sont soumis aux essais avec une charge fictive constituée d'une certaine
guantité d'eau du robinet contenue dans un récipient non conducteur. ta*taille et la forme du
récipient, sa position dans l'appareil et la quantité d'eau qu'il contient.doivent étre modifiées
de maniere a assurer le maximum de transfert d'énergie, les variations de fréquence ou de
rayonnement harmonique dépendant des caractéristiques étudiees.

7.6.7 Matériel de soudage électrique

Pour le matériel de soudage a l'arc, I'opération de soudage pendant I’essai est simulée par
une charge conventionnelle appliquée au matésiel. Les dispositifs d'amorcage et de
stabilisation d’arc doivent étre allumés pendant |€s,;mesurages des émissions. Les conditions
de charge et la configuration d'essai du matériel de soudage a l'arc sont spécifiées dans
I'IEC 60974-10.

Pour les équipements de soudage par.fésistance, I'opération de soudage pendant I'essai est
simulée en mettant en court-circuit € circuit de soudage. Les conditions de charge et la
configuration d'essai de I'équipement de soudage par résistance sont spécifiées dans
I''EC 62135-2.

Le début des mesurages selon la présente Norme doit étre différé jusqu'a 5 s aprés l'entrée
en fonctionnement du matériel de soudage en essai.

7.6.8  Appareil.d'éclairage ISM a fréquences radioélectriques

L'appareil d'éclairage ISM a fréquences radioélectriques doit satisfaire aux limites de 6.3
lorsqu'il est 'soumis a essai tel que livré par le fabricant dans les conditions normales de
fonctionnenient. Dans le cas d'un appareil d'éclairage ISM a fréquences radioélectriques,
I'appareilJen essai (EUT) doit fonctionner tant que la fréquence d'oscillation du magnétron
n'est pas stabilisée. Le début des mesurages selon la présente Norme doit donc étre différé
d'avsmoins 15 min.

7.6.9 Appareillage moyenne tension (MT) et haute tension (HT)

Pour les appareils utilisés dans des appareillages moyenne tension et haute tension, le début

des mEesurages Setom ta presemnte Norme doit etre différetamt que tesactions decommutation
liees au circuit principal ou au circuit primaire ne sont pas terminées (les actions de
commutation des disjoncteurs ou des sectionneurs, par exemple).
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7.6.10 Convertisseurs de puissance connectés au réseau

7.6.10.1 Raccordement au réseau d'alimentation en courant alternatif de laboratoire
ou aune charge similaire

Le convertisseur de puissance en_essai_doit étre _connecté au réseau d'alimentation_en

courant alternatif de laboratoire par l'intermédiaire du réseau fictif d'alimentation (AMN en V)
spécifié en 7.3.2.2, dans la mesure du possible. Si ce raccordement s'avere impossible ou
n'est pas prévu, le convertisseur de puissance en essai peut étre connecté a une charge
résistive appropriée et au réseau d'alimentation en courant alternatif de laboratoire en
paralléle, par I'intermédiaire du réseau fictif d’alimentation (AMN en V) spécifié en 7.3.2.2.

La connexion a une charge résistive appropriée est également recommandée pgour les
convertisseurs de puissance uniguement destinés a une utilisation dans des installations
réseau en courant alternatif a basse tension en flot qui ne sont pas connectées\@ un autre
réseau public de distribution secteur d’énergie en courant alternatif & bassetension. Pour
plus d'informations, consulter les instructions d'installation du fabricant.

En variante, l'alimentation en courant alternatif pour la source d'alimentation en courant
continu de laboratoire peut provenir des lignes de sortie en courant alternatif du convertisseur
de puissance connecté au réseau (GCPC) par l'intermédiaire du AMN en V sans connecter la
charge résistive. L'alimentation de sortie en courant alternatif du convertisseur de puissance
connecté au réseau (GCPC) est utilisée pour contribuer a l'alimentation d'entrée en courant
continu exigée pour ce GCPC, la charge résistive n'étantfdonc pas nécessaire dans ce cas
(voir la Figure J.1 a I'Annexe J).

Pour les configurations appropriées du site d'essaiZvoir I'Annexe J.

7.6.10.2 Raccordement a une autre charge-appropriée

Pour les convertisseurs de puissancei/destinés a étre alimentés a partir de sources
d'alimentation en courant alternatif, |'acces d’alimentation en courant continu en essai doit
étre connecté a une charge résistive. appropriée ou a un autre dispositif de stockage d'énergie
adéquat via un réseau fictif 150 QYDC-AN) comme spécifié en 7.3.2.3. L'appareil en essai
doit étre connecté a une charge-appropriée dans la plage de fonctionnement assignée pour le
type respectif d'appareil en essai.

NOTE Un exemple de type.dé/GCPC destiné a étre alimenté a partir d'une source d'alimentation en courant
alternatif est un convertisseur de puissance a monter dans une station de charge externe pour véhicules
électriques (EV).

7.7 Enregisttement des résultats de mesure du site d’essai

7.7.1 Généralités

N

Tous _les) résultats obtenus a partir des mesurages des perturbations radioélectriques
conduites et/ou rayonnées doivent étre enregistrés dans le rapport d’essai. Si les résultats ne
sontipas enregistrés de maniére continue et/ou sous une forme graphique sur toute la plage
defréquences observée, alors les exigences minimales d’enregistrement établies en 7.7.2 et
7.7.3 doivent s’appliquer.

Le rapport d'essai doit contenir une déclaration soulignant que l'incertitude de mesure de

rinstrumentation (MIU — measurement Instrumentation uncertainty) a ete determinee selon la
CISPR 16-4-2, et qu'elle a également été prise en compte lors de la détermination de la
conformité aux limites de I'appareil individuel soumis a essai ou au nombre d'éléments dans
I'échantillon de I'appareil produit en série.

Le rapport d'essai peut inclure les valeurs numériques de l'incertitude de mesure de
I'instrumentation que le laboratoire d'essai a déterminées pour chaque essai réalisé. Si les
bilans d'incertitude spécifiés dans la CISPR 16-4-2 sont dépassés, le rapport d'essai doit
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contenir les valeurs numériques de l'incertitude de mesure de l'instrumentation de I'appareil
d'essai réellement utilisé.

7.7.2 Emissions conduites

a0 o 4

PCAIIII; tuutca :CD éIIIiDDiUIID bUIIdU;tCD au-dcoaua dU (L_ U Uup), UCA L IUpICDCIItC :C II;VCQU
limite en unités logarithmiques, I'enregistrement doit inclure au moins les niveaux de
perturbation et les fréquences des six perturbations les plus élevés dans chacune des plages
de fréquences observées depuis chacun des accés d’alimentation de I'appareil en essai
(EUT). L’enregistrement doit aussi inclure une indication du conducteur de [I'accés
d’alimentation sur lequel sont véhiculées la ou les perturbations observées.

7.7.3 Emissions rayonnées

Parmi toutes les émissions rayonnées au-dessus de (L — 10 dB), ou L représente le niveau
limite en unités logarithmiques, I'enregistrement doit inclure au moins €S niveaux de
perturbation et les fréquences des six perturbations les plus élevées dans chacune des
plages de fréquences observées. Le rapport doit inclure la polarisationi”de I'antenne, sa
hauteur, et, le cas échéant, la position de rotation du plateau tournant, pour chacune des
perturbations consignées. Dans le cas de mesurages sur un site.\d'essai, la distance de
mesure réellement sélectionnée et utilisée (voir 6.2.2 et 6.3.2) doit'@galement étre enregistrée
dans le rapport d’essai.

8 Dispositions spéciales pour les mesurages suf un site d'essai (9 kHz a
1 GHz)

8.1 Plans de masse

Un plan de masse doit étre utilisé pour—lessmesurages—sur—un-site—d'essat la mesure des

perturbations rayonnées sur un site d'egsar en champ libre (OATS) et dans une chambre
semi-anéchoique (SAC) et pour la mesyrerdes perturbations conduites sur un site d'essai. La
relation entre l'appareil en essai et le’ plan de masse doit étre équivalente a celle existant
dans la pratique. Excepté aux emplacements de masse prévus par le fabricant, un appareil en
essai (EUT) posé au sol doit étreNisolé du plan de masse par un matériau diélectrique d'une
épaisseur maximale de 15 cm.<Le raccordement direct a la terre (c'est-a-dire au plan de
masse) doit étre assuré

a) soit selon les instructions du fabricant,

b) soit, si I'appareik'en essai est doté d'une borne de terre particuliére, celle-ci doit étre
connectée a laterre (c'est-a-dire reliée au plan de masse) avec un cable aussi court que
possible (voitégalement la Figure 4).

Un plan de_masse doit étre utilisé pour-le-mesurage—du—rayonnement-etle—-mesurage—des

: : la mesure des perturbations rayonnées sur un site d'essai en champ
libre (OATS) et dans une chambre semi-anéchoique (SAC) et pour la mesure des
perturbations conduites sur un site d'essai. Les exigences pour le site d'essai en
rayehnement sont indiquées en 8.3 et, pour le plan de masse pour le mesurage des
perturbations conduites, en 8.2.

8.2 Mesurage des perturbations conduites

8.2.1 Généralités

Pour les conditions de mise a la terre et de mise a la masse de l'appareil en essai (EUT),
ainsi que le raccordement au réseau d'alimentation électrique du laboratoire, voir 7.5.3.

Les perturbations conduites-deivent peuvent étre mesurées-en-utiisantFune-des-trois-options
suivantes:
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a) sur un site d'essai-en—rayonnement en champ libre (OATS) ou dans une chambre semi-
anéchoique (SAC) avec l'appareil en essai ayant la méme configuration que pour—e

mesurage-du-rayennement les mesures en rayonné;
b) au-dessus d'un plan de masse métallique-gui-doit-dépasser—dav—moins—0;5-mauteur—du

’ e - An-nnni-gh m ,Ou

c) a lintérieur d'une cage de Faraday. Le plancher ou un mur de la cage de Faraday doit
servir de plan de masse de référence.

L'option a) doit étre utilisée quand le site d'essai comporte un plan de masse meétallique,
Dans les options b) et c), I'appareil en essai, s'il n'est pas posé au sol, doit étre placé a 0,4(m
du plan de masse. Les appareils en essai posés au sol doivent étre placés sur le plan lde
masse, le ou les points de contact étant isolés du plan de masse, mais par ailleurs conformes
a l'usage normal. Tous les appareils en essai doivent étre distants d'au moins 0,8 m\d€ toute
autre surface métallique.

Les bornes de terre de référence des réseaux fictifs (AMN en V et DC-AN)cutilisées lors des
mesurages doivent étre connectées au plan de masse de référence avec un,conducteur aussi
court que possible.

Les cables d'alimentation et de liaison doivent étre orientés par ‘rapport au plan de masse
d'une maniere équivalente a celle correspondant a un usage nagrmal et les précautions prises
pour disposer les cables de maniére a éviter les effets parasites.

Lorsque l'appareil en essai est muni d'une borne de_terre particuliere, celle-ci doit étre
connectée a la terre par un fil aussi court que possible. Les appareils dépourvus de borne de
terre doivent étre soumis aux essais avec leurs raccordements normaux, c’est-a-dire la mise
a la terre étant effectuée par le réseau d'alimentation.

8.2.2 Mesurages sur les convertisseurs de puissance connectés au réseau

8.2.2.1 Mesurage de la tension perturbatrice aux accés d’alimentation en courant
alternatif

La tension perturbatrice au niveau de l'accés d’alimentation en courant alternatif & basse
tension du convertisseur de paissance doit étre mesurée en utilisant la méthode de mesure
habituelle des tensions perturbatrices aux accés d’'alimentation en courant alternatif (voir
également la CISPR 16-2¢1).

La tension perturbatrice au niveau de I'accés d’alimentation en courant alternatif a basse
tension auxiliaire~idu convertisseur de puissance, le cas échéant, doit étre mesurée en
utilisant la méthede de mesure habituelle des tensions aux accés d’alimentation en courant
alternatif (voir €également la CISPR 16-2-1).

Pour Jes_convertisseurs de puissance qui ne peuvent pas étre mesurés avec le réseau en V
(AMN*“en V), la tension perturbatrice au niveau de l'accés d'alimentation secteur en courant
alfernatif a basse tension peut étre mesurée avec la sonde de tension d'impédance élevée
selon I'Article 5 de la CISPR 16-1-2:2014. Dans ce cas, la source d'alimentation en courant
alternatif de laboratoire doit étre directement connectée a l'acces d’alimentation en courant
alternatif en essai. Pour les conditions d'utilisation de la sonde de tension d'impédance
élevée, voir 7.3.3.

De la méme maniére, pour les mesurages réalisés sur des convertisseurs de puissance
présentant une puissance de débit assignée > 20 kVA, un réseau en V (AMN en V) peut faire
office de sonde de tension comme indiqué en 7.4.4.3 de la CISPR 16-2-1:2014. La source
d'alimentation en courant alternatif de laboratoire doit étre connectée a I'accés d’alimentation
en courant alternatif en essai par l'intermédiaire d'une inductance de 30 uH & 50 pH.
L'inductance peut étre réalisée par un piége, un cable d'alimentation de 50 m ou un
transformateur d'isolement. Une disposition de mesure adaptée est présentée a la Figure 8 et
a la Figure 9.
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La conformité aux exigences de la présente norme peut étre démontrée en vérifiant que les
limites de la tension perturbatrice spécifiées au Tableau 2 ou au Tableau 4 sont respectées
aux acces d'alimentation en courant alternatif.

8.2.2.2 Mesurage de la tension perturbatrice aux accés d’alimentation en courant

comtmma

8.2.2.2.1 Généralités

La réalisation des mesurages aux acces d’alimentation en courant continu n'est néggssaire
gue sur les types d'appareils suivants:

a) les équipements de conversion de puissance destinés a étre montés dapsfes systemes
de production d'énergie photovoltaique;

b) les convertisseurs de puissance connectés au réseau (GCPC) destinés a étre montés
dans les systemes de stockage d'énergie.

Sauf condition de fonctionnement spécifique spécifiée par le fabricant, les conditions d'entrée
de l'appareil en essai doivent étre ajustées, ce qui entrath¢ des niveaux de tensions
perturbatrices maximums.

NOTE Les conditions de fonctionnement, telles que définies par te fabricant, sont choisies de maniere a
représenter les émissions les plus défavorables.

Les convertisseurs de puissance présentant ufe" puissance de débit assignée > 20 kVA
doivent étre mesurés en fonctionnement a un, point de fonctionnement pour lequel il est
possible d'alimenter le réseau ou de fournix Une puissance de sortie a une autre charge
appropriée. La tension d'entrée en courant centinu doit étre dans la plage de fonctionnement

assignée.

Lorsque le convertisseur de pujssance est destiné a étre connecté a plusieurs chaines
d'alimentation en courant continu“et est ainsi équipé de plusieurs accés d’alimentation en
courant continu, les mesurages.de la tension perturbatrice doivent étre effectués en série a
chacun de ces accés. Toug, les autres accés d’alimentation en courant continu non utilisés
pendant le mesurage respectif doivent étre terminés avec une impédance de charge de mode
commun 150 Q appropriée, voir 7.5.3.2. Plusieurs accés connectés de maniére galvanique en
paralléle (comme les‘barres omnibus ou bandes pour la connexion & plusieurs cébles) sont
considérés représenter un seul acces.

La tension .perturbatrice au niveau de I'accés d’alimentation en courant continu du
convertisseur de puissance doit étre mesurée en utilisant la méthode de mesure habituelle
des tensions perturbatrices aux accés d’alimentation secteur en courant alternatif (voir
également la CISPR 16-2-1). Cela comprend les éléments suivants:

s/~Lorsque des tensions perturbatrices en mode non symétrique (UM — unsymmetrical mode)
sont mesurées, la conformité aux limites doit étre vérifiée pour les deux niveaux de
tensions perturbatrices non symétriques, c’est-a-dire pour les niveaux de tension mesurés
entre la borne plus (péle) et la masse de référence et entre la borne moins (péle) et la
masse de référence

e Lorsque des tensions perturbatrices en mode commun (CM — common mode) et en mode
différentiel (DM - differential mode) sont mesurées, la conformité aux limites doit étre
vérifiée pour les niveaux de tensions perturbatrices mesurées des deux modes, c’est-a-
dire pour le niveau de tensions perturbatrices en mode commun (CM) ainsi que pour le
niveau de tensions perturbatrices en mode différentiel (DM).

Si le DC-AN selon I'Annexe | permet le mesurage de perturbations UM, DM et CM, il est
suffisant de vérifier la conformité aux limites pour les perturbations UM (Méthode A) ou pour
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les perturbations CM et DM (Méthode B). Le choix de la méthode utilisée pour le mesurage
est laissé a la discrétion de l'utilisateur de la présente Norme.

Si les instructions d'installation accompagnant le convertisseur de puissance comportent des
informations selon lesquelles I'accés d’alimentation en courant continu est uniquement

OEStMe a Etre CONMECIE a

e une batterie ou un autre type de source d'alimentation en courant continu locale et/ou;

e si le convertisseur de puissance et une batterie ou un autre type de source
d'alimentation en courant continu locale sont destinés a étre intégrés dans un appareil
final de niveau supérieur (composé d'une ou plusieurs enceintes);

cet acces peut alors étre exempté du mesurage.

8.2.2.2.2 Procédure de mesure 1

8.2.2.2.2.1 Généralités

Le DC-AN est utilisé comme une terminaison de mode commun{2150 Q normalisée de
I'appareil en essai (EUT) et comme un réseau de découplage a lassource d'alimentation en
courant continu de laboratoire. Une disposition de mesure clasSique est présentée a la
Figure 6.

AC output DC input

GCPC
AC mains

Currgntiflow 777L7
(grid)

AC
Laboratory rarf— AMN DC- ANL{Dc filter
filter !— filter
Isolation !
transformer Current flow

DC power
source
77J777 IEC
Anglais Francais
AC output Sortie en courant alternatif
DC input Entrée en courant continu

AC mains~(grid) Réseau électrique en courant alternatif

Isolation _transformer Transformateur d’isolement

Labaratory filter Filtre de laboratoire

AC Filter

Filtre en courant alternatif

Current flow

Flux de courant

DC filter

Filtre en courant continu

DC power source

Source d’alimentation en courant continu

GCPC GCPC
AMN AMN
DC-AN DC-AN

Figure 6 — Configuration classique pour le mesurage des perturbations
conduites aux acceés d’alimentation en courant continu a basse tension,
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le DC-AN étant utilisé comme terminaison et unité de découplage
a la source d'alimentation en courant continu de laboratoire

8.2.2.2.2.2 Critéere de conformité

FaY] z 7 s g

4 Py <l + + l | MY
L PCUL CuUuT UTITITUTILrTT TIT vTTiiTarit quc 1ITO TITTIItT oS

+
Tableau 3 ou au Tableau 5 sont respectées.

7

pour la tension perturbatrice spécifiée

1 £ H4 H <l | o 0
ca conrormreattx—extgences—aera < Crorn
S au

a
8.2.2.2.3 Procédure de mesure 2

8.2.2.2.3.1 Généralités

Pour les mesurages réalisés sur des convertisseurs de puissance présentant une puissance
de débit assignée > 20 kVA, un DC-AN peut faire office de sonde de tension™:Pour un
découplage adéquat de l'appareil en essai (EUT) de la source d'alimentation,'€n courant
continu, la source d'alimentation en courant continu de laboratoire doit étre)connectée a
I'accés d’alimentation en courant continu en essai par l'intermédiaire d'ufie ‘inductance de
mode commun de 90 pH a 150 pH. L'inductance de mode commun peut,étre réalisée par des
tubes de ferrite, des dispositifs d'absorption de mode commun ou un dispositif de couplage et
de découplage (voir 6.2.4 de I'lEC 61000-4-6:2013). Etant donné quiun‘dispositif de couplage
et de découplage conforme a I'lEC 61000-4-6 est uniquement \utilisé comme réseau de
découplage, son accés d’entrée de puissance RF ne doit pas-Se terminer par une charge
résistive de 50 Q (voir la Figure 7).

NOTE |l revient a l'opérateur du laboratoire de s'assurer quejples résultats de mesure obtenus avec ces
dispositions de mesure ne sont pas compromis ni invalidés par des perturbations dominantes issues de la source
d'alimentation en courant continu de laboratoire. Des filtres EMI@ppropriés peuvent étre utilisés afin de découpler
I'appareil en essai (EUT) de la source d'alimentation en courant continu. Toutefois, veiller a ne pas appliquer une
charge capacitive de mode commun supplémentaire trop importante a l'appareil en essai (EUT). Des lignes
directrices supplémentaires relatives au découplage adapte de la source d'alimentation en courant continu de
laboratoire de la configuration de mesure peuvent étre obtenues a I'Annexe K.

Accés IN
Pole (Ouvert)
positif
% © © Q
GCPC en Acce Source
essai Fole dgces CDN Acces d’alimentation
PN en
négatif 'EUT AE courant
* ‘E’ j’” Ycontinu
J: @

Acces Acces AE
de DC-AN (Ouvert)

Acces de mesure

(sonde de tension) IEC

Figure 7 — Configuration classique pour le mesurage des perturbations conduites aux
acces d’alimentation en courant continu a basse tension, le DC-AN étant utilisé comme
terminaison et sonde de tension

8.2.2.2.3.2 Mesurage de la tension perturbatrice de mode commun (CM)

Les mesurages de la tension perturbatrice au niveau de l'accés d'alimentation en courant
continu doivent étre réalisés avec le DC-AN utilisé comme sonde de tension (voir la Figure 7,
la Figure 8 et la Figure 9).

Avec le DC-AN, la tension perturbatrice de mode commun au niveau de I'accés d'alimentation
en courant continu du convertisseur de puissance doit étre mesurée.
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8.2.2.2.3.3 Mesurage du courant perturbateur de mode commun (CM)
Le courant perturbateur de mode commun au niveau du céble d'alimentation en courant

continu relié a la source d'alimentation en courant continu de laboratoire doit étre mesuré a
l'aide d'une sonde de courant conforme a la CISPR 16-1-2.

Des précautions doivent étre prises pour ne pas altérer les conditions de terminaison de
I'appareil en essai (EUT) lors de la réalisation des mesurages avec la sonde de courant. La
sonde de courant doit se trouver a 30 cm au maximum du DC-AN. La sonde de courant doit
également étre en place lors des mesurages de la tension perturbatrice de mode commun:
Une disposition de mesure adaptée est présentée a la Figure 8 et a la Figure 9.

Réseau . Entrée en .
Sortie en Ferrites/
en courant Transformateur courant %' 'y’ CMAD/

alternatif  d’isolement courant continu. |«—» «»‘%\1

alternatif
D 2 [acec

[

L AMN Sonde de €ourant DC-AN
| Comme une sonde de tension I
Transformateur /
d’isolement Source Comme une sonde de tension

d’alimentation
—@ en c_ourant
continu
Flux de courant
777L7 IEC

NOTE x ety indiquent I'espacement/@ntre la sonde de courant et le DC-AN, et entre le DC-AN
et les tubes de ferrite/le dispositif d‘absorption en mode commun/le dispositif de couplage et de
découplage, respectivement. L'espaeement x est < 0,3 m, y étant de 0,1 m.

Figure 8 — Configuration classique pour le mesurage des perturbations conduites aux
acces d’alimentation en courant continu a basse tension, le DC-AN étant utilisé comme
sonde de tefnsion et avec une sonde de courant — schéma 2D
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de sonde de
@4 tension
! Bornier
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Transformateur
A d’isolement
Réseau . _
en Alimentation en
courant 41/ N courant continu
alternatif Réseau en | i "’0\53 ontrée -
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alternatif. "nd’;\\ Q\l 1! ?ﬁ’?
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Transformateur j | | ?$¢
d’isolement I‘I\\\\\’//I/I
facultatif T
( ) N
IEC

Figure 9 — Configuration classique pour le mesutage des perturbations conduites aux
acceés d’'alimentation en courant continu a basseltension, un DC-AN étant utilisé comme
sonde de tension et avec une sonde de courant — schéma 3D

8.2.2.2.3.4 Critéeres de conformité

Pour les mesurages selon la Figure(8,vla conformité aux limites doit étre vérifiée pour la
tension perturbatrice de mode commun mesurée et le courant perturbateur de mode commun
mesuré. L'appareil en essai (EUT) satisfait aux exigences de la CISPR 11 s'il peut étre
démontré qu'il respecte a la.fois les limites de la tension perturbatrice et du courant
perturbateur spécifiées au Tableau 3.

8.2.3 Appareils tenus*a la main fonctionnant normalement sans mise a la terre

Pour ces appareilsy des mesurages supplémentaires doivent étre réalisés en utilisant la main
artificielle décrite'en 7.3.5.

La main artificielle doit étre uniquement appliguée sur les poignées, les manchons et les
parties de\l'appareil spécifiées comme telles par le fabricant. En I'absence de spécification du
fabricant; la main artificielle doit étre appliquée de la fagcon suivante.

La-démarche générale a suivre pour l'application de la main artificielle repose sur le principe
selon lequel la feuille métallique doit étre enroulée autour de toutes les poignées (une main
artificielle par poignée), a la fois fixes et amovibles, fournies avec l'appareil.

tesparties metattigues peimtes ou faguées SoTTt COMSTUerEees COIME Ues pParties eXpUSEEs, et
doivent étre reliées directement a la borne M du dipble RC.

Si le boftier de l'appareil est entierement métallique, une feuille métallique n'est pas
nécessaire et la borne M du dipdle RC doit étre reliée directement au corps de l'appareil.

Si le boftier de l'appareil est en matériau isolant, une feuille métalligue doit étre enroulée
autour des poignées.
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Si le boitier de I'appareil est en partie métallique et en partie en matériau isolant, et qu'il est
équipé de poignées isolantes, une feuille métallique doit étre enroulée autour des poignées.

8.3 Site-d'essaienrayonnement OATS et SAC pour les mesures dans la bande de
9 kHz a 1 GHz
8.3.1 Généralités

Le site d'essai en rayonnement doit étre plat, dépourvu de fils aériens et de structures
réfléchissantes voisines, et d'une taille suffisante pour permettre une séparation adéquate
entre I'antenne, I'appareil en essai et les structures réfléchissantes.

Un site d'essai en rayonnement qui répond aux critéres définis est inscrit dans le périmétre
d'une ellipse dont le grand axe est égal a deux fois la distance entre les foyers et dont le petit
axe est égal a la racine carrée de trois fois cette distance. L'appareil en essai etd'appareil de
mesure sont placés a chacun des foyers. La longueur de trajet de tout rayon Yéfléchi par un
objet situé sur le périmetre de ce site d'essai en rayonnement est égale) a deux fois la
longueur du trajet direct entre les foyers. Ce site d'essai en rayonnement est illustré a la

Figure 10.

Major diameter = 2F

Minor diametér="V3F

7

Antenna Test unit

Boundary of area.defined by
an ellipse. Volume above earth
\\to be free of feflecting objects.

S
N
N

IEC

NOTE Pour les valeurs de F (distance de mesure), voir 'Article 6.

Anglais Francais

Major diameter Diametre extérieur

Minor diameter

Diametre intérieur

Antenna

Antenne

TeStunit

Unité d’'essai

Boundary area defined by an ellipse. Volume above
earth to be free of reflecting objects

Zone limite définie par une ellipse. Volume au-dessus
de la terre dépourvu d’'objets réfléchissants

Figure 10 — Site d'essai

Pour le site d'essai a 10 m, le plan de masse naturel doit étre augmenté d'un plan de masse
métallique qui doit dépasser d'au moins 1 m le périmetre de I'appareil en essai sur un c6té, et
d'au moins 1 m 'antenne de mesure et son support de l'autre (voir la Figure 11). Le plan de
masse ne doit comporter ni trous ni coupures autres que des perforations ne dépassant pas
0,1 A a1l GHz (environ 30 mm).
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Antenna (Q\ ol =

Y

IEC

D =(d + 2) m, ou d est la dimension maximale de I'appareil en essai
W = (a + 1) m, ou a est la dimension maximale de I'antenne

L = distance de mesure, en métres

Anglais Francais

Antenna Antenne

Test unit Unité d’'essai

Figure 11 — Dimensions minimales du plan de masse-métallique

8.3.2 Validation du site d'essai en rayonnement (9 kHz- &1 GHz)

Les sites d'essai doivent étre validés selon la CISPR 16-1-4 dans les plages de fréquences
dans lesquelles la Norme définit les exigences.

8.3.3 Disposition de I'appareil en essai (9 kHz'a 1 GHz)

Pour les conditions de mise a la terre et dé«mise a la masse de l'appareil en essai (EUT),
ainsi que le raccordement au réseau dalimentation électrique du laboratoire, voir 7.5.3.1
ou 7.5.3.2.

Dans la mesure du possible, I'appdreil en essai doit étre placé sur une table tournante. La
séparation entre l'appareil en essai et lI'antenne de mesure doit étre égale a la distance
horizontale entre le point de référence de I'antenne de mesure et la partie la plus proche du
périmeétre de I'appareil en essai sur une rotation.

8.3.4 Mesurages derayonnement (9 kHz a 1 GHz)

La distance de séparation entre I'antenne et l'appareil en essai doit étre celle spécifiée a
I'Article 6. Si le"mesurage de l'intensité du champ a une certaine fréquence ne peut pas étre
effectué aux, distances spécifiées a cause de niveaux élevés de bruit ambiant (voir 7.2), les
mesuragesha ‘cette fréquence peuvent étre réalisés a une distance plus courte, mais pas a
moins de\3 m. Dans les cas ou cela a été effectué, le rapport d’essai doit préciser la distance
effectivement utilisée et les circonstances du mesurage.

Pour un appareil en essai placé sur une table tournante, la table tournante doit étre soumise
a une rotation compléte avec une antenne de mesure orientée pour les polarisations
horizontale et verticale. Le niveau le plus élevé enregistré du rayonnement électromagnétique
perturbateur, a chaque fréquence doit étre enregistré.

Pour un appareil en essai non placé sur une table tournante, I'antenne de mesure doit étre
placée en différents points dans I'azimut pour les polarisations horizontale et verticale. Des
précautions doivent étre prises pour realiser les mesurages dans les orientations
correspondant au rayonnement maximal et pour enregistrer le niveau le plus élevé a chaque
fréquence.

NOTE A chaque position en azimut de l'antenne de mesure, les exigences relatives au site d'essai en
rayonnement spécifiées en 8.3.1 sont satisfaites.
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8.4  Autres sites d'essai en rayonnement pour la plage de fréquences comprises entre
30 MHz et 1 GHz

Les mesurages peuvent étre réalisés sur des sites d’essai en rayonnement qui ne présentent
pas les caractéristiques physiques décrites en 8.3. La preuve que ces autres sites donnent
des résultats valables doit étre obtenue. Un autre site d'essai en rayonnement dans la plage

de fréquences comprises entre 30 MHz et 1 GHz est acceptable si les mesurages
d'affaiblissement de site, horizontaux et verticaux, réalisés selon526 5.3 de la
CISPR 16-1-4:2010/AMD1:2012 sont a + 4 dB de l'affaiblissement théorique de site, tel qu'il
est donné au Tableau 1 ou au Tableau 2 de la CISPR 16-1-4:2010/AMD1:2012.

Dans la plage de fréquences comprises entre 30 MHz et 1 GHz, les autres sites d’essai-‘en
rayonnement doivent permettre de réaliser les mesurages aux distances spécifiees par
ailleurs a I'Article 6 et/ou a [I'Article 8 de la présente Norme et de les validerSpour ces
distances.

8.5 Chambre totalement anéchoique pour les mesures dans la bandg'de 30 MHz a
1 GHz

Une chambre totalement anéchoique (FAR) utilisée pour mesurer les.perturbations rayonnées
dans la plage de fréquences comprises entre 30 MHz et 1 GHz dgjt-satisfaire aux exigences
de la CISPR 16-1-4.

L'utilisation de la chambre totalement anéchoique est limitée aux appareils de table. La taille
de I'EUT adapté a une mesure dans la chambre totalement anéchoique est limitée par le
volume d'essai validé de la chambre totalement anéghoique donnée. Le volume d’essai de la
chambre totalement anéchoique est validé conforfiément a la CISPR 16-1-4 et documenté
dans le rapport de validation du site.

NOTE Pour les mesures a une distance de séparatiqgiyde 3 m, ce volume d'essai validé est susceptible de limiter
I'applicabilité de la chambre totalement anéchoiqu€,aux appareils de petites dimensions (voir la définition 3.17).

Pour les mesures dans la chambre totalement anéchoique, le montage d'essai doit étre, dans
la mesure du possible, le méme que\eelui décrit en 8.3 pour les mesures réalisées sur un site
d’essai en champ libre (OATS\“ou dans une chambre semi-anéchoique (SAC). Des
informations complémentaires«gfatives a la réalisation des mesures des émissions dans une
chambre totalement anéchojgque dans la bande de 30 MHz a 1 GHz sont disponibles au 7.4
de la CISPR 16-2-3:2010/AMD 2:2014.

9 Mesurages de rayonnement: de 1 GHz a 18 GHz

9.1 Disposition d’essai

L'appareilien essai doit étre placé sur une table tournante a une hauteur appropriée. La
puissance a la tension normale doit étre fournie. Pour les conditions de mise a la terre et de
mise_& la masse de l'appareil en essai (EUT), ainsi que le raccordement au réseau
d'alimentation électrique du laboratoire, voir 7.5.3.

9.2 Antenne de réception

Les mesurages doivent étre réalisés avec une antenne directive a petite ouverture permettant

de réaliser des mesurages séparés des composantes verticale et horizontale du champ
rayonné. La hauteur au-dessus du sol de l'axe de l'antenne doit correspondre a celle du
centre approximatif de rayonnement de l'appareil en essai. La distance entre I'antenne de
réception et I'appareil en essai (EUT) doit étre de 3 m.

9.3 Validation et étalonnage du site d'essai

Les sites d'essai doivent étre validés conformément a la CISPR 16-1-4.
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9.4 Procédure de mesure
9.4.1 Généralités

Les mesurages doivent étre réalisés dans des conditions d’espace libre, c'est-a-dire que les
réflexions sur le sol ne doivent pas influencer les mesurages (voir la CISPR 16-1-4).

Il convient de consulter les lignes directrices relatives a la procédure générale de mesure au-
dessus de 1 GHz spécifiée dans la CISPR 16-2-3. Les mesurages doivent étre réalisés en
placant I'antenne en polarisation horizontale, puis verticale. Dans les deux cas, la table
tournante, avec l'appareil en essai, doit étre mise en rotation. Il doit étre certain qu'avec
I'appareil en essai mis hors circuit, le niveau du bruit de fond est au moins de 10 dB au-
dessous de la limite de référence, sinon la lecture peut étre affectée de facon significative.

Un organigramme montrant la procédure de mesure est donné a la Figure 12.

Preliminary peak measurement (9.4.3)
(20 s, every 30 %)

!

Final peak measurement (9.4.4.1)
(Table13, 120 s)

Peak < Table 13

limits?
Yes

Peak < Table13
limit ?

11,7 to 12,7 GHz) l

YEST Final APD weighting (9.4.4.2.3)
) (Table15)
Choice of the user of the standard at two spot frequencies
and f; £ 5 MHz
l where Peak > Table 13 limits
Final Log-AV weighting (9(4°4.2.2)
(Table 14, VBW sM0Hz)
at frequencies
where Peak >Jable 13 limits Yes 10" Value No
< Table15
limits?
Yes

Feak = Table 14

limits?

| Pass I | Fail I | Pass | | Fail |

IEC
A o
302
; ;
Pealk < Table 13 limits? (11,7 to 12 .7 GH =) Créte < limites duy Tableauy 132 (11 7 GHZz 3 127 GHZ)
lmits Tableau-13
. o N - -
spotirequenciestfg-and-f-wherePeak>TFable13 équences-distinctestg-etf -ot-laeréte> tes-du
lmits Tableau13
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10! Value < Table 15 limits? Valeur-10t < limites du Tableau 15?2
Pass Reussite

Fail Echee

Yes Out

Ne Nen

Mesurages de créte (9.4.3)
(Tableau 13, 120 secondes, tous les 30°)

'

Créte < limites du
Tableau 137

Choisie par l'utilisateur de la norme

y v

Mesurages finaux Mesurages finaux
en valeur pondérée Log-AV envaleur pondérée APD
(9.4.4.2.2) (9.4.4.2.3)
(Tableau 14) (Tableau 15)

Qui Non Qui Résultat final < Non

limites du Tableau 157

Résultat final <
limites du Tableau 147

Y

Réussite Echec | [Reussite

Figure 12 — Arbre de décisiofiypour le mesurage des émissions entre 1 GHz et 18 GHz
des appareils du groupé.2 fonctionnant a des fréquences supérieures a 400 MHz

9.4.2 Conditions defonctionnement de 'EUT

Les fours a microsondes doivent faire I'objet d'une période de réchauffage d'au moins 5 min
avant le mesurage!

Pour tous les‘mesurages, la phase de démarrage de I'appareil en essai (quelques secondes)
est a ignorer.

Pendant les mesurages, le four a micro-ondes en essai est utilisé a un réglage de puissance
maximale des micro-ondes.

Certains fours a micro-ondes commutent automatiquement en mode intermittent s'ils sont
utilisés pendant une longue période au réglage de puissance le plus élevé des micro-ondes.

Dans ces cas, Ie mesurage doil etre arrete pendant un certain temps pour laisser refroidir
jusqu'a ce que le four a micro-ondes puisse fonctionner a son réglage de puissance maximale
sans intermittence.

Pendant le mesurage, il convient de remplacer la charge d'eau par de l'eau froide, avant
gu’elle ne commence a bouillir. Pour les conditions de charge des fours a micro-ondes
pendant les mesurages, voir aussi 7.6.5.
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9.4.3 Mesurages-préiminaires de créte

snactre |l e meciirange nraliminaire a nour hut didentifier la nosition (azimut) de 'annarail an
$ $ } =4

3

Les mesurages de créte dans la plage supérieure a 1 GHz doiven 'é effectués pour les
deux polarisations de I'antenne avec I'azimut de I'appareil en essai ) variant tous les 30°

(position de départ perpendiculaire au plan de surface avant
exemple dans une position perpendiculaire a la porte avant,
ondes). Dans chacune de ces 12 positions, un mesurage en
sur toute la plage de fréquences comprises entre 1 GHz e
une période 2 min. ,\'\’

appareil en essai, par
le cas des fours a micro-
e capture du niveau maximal
GHz doit étre effectué pendant

celle-ci ne commence a bouillir. 1l est nécessai orsque ceci s'est produit, de reprendre le

Au cours du mesurage, il convient de remplacer ? ge d'eau par de I'eau froide, avant que
mesurage a la fréquence particuliere.

O

NOTE 1 Si les mesurages sont effectués dans Q sous-plages de fréquences, la durée de mesure pour chaque
sous-plage est en conséquence plus courte. P emple, la durée de mesure pour une sous-plage comprise entre
1 GHz et 2,4 GHz serait d'environ 10s et Ia\ ée pour une sous-plage comprise entre 2,5 GHz et 18 GHz serait

d'environ 110 s. 0\
Si les émissions en provenance€jde l'appareil en essai dans cette plage de fréquences sont
trés stables, la durée de me a chaque azimut/polarisation peut étre réduite, par exemple

a20s.

¥
Le(s) résultat(s) dg\onesure obtenu(s) doi(ven)t étre comparé(s) a la limite de créte
(voir Tableau 13) \j\,

Si l'appareil, cg}’ essai (EUT) satisfait au mesurage de créte, le résultat d'essai final est
REUSSI,@ ‘Figure 12.

Si I'a@hreil en essai (EUT) ne satisfait pas au mesurage de créte, les mesurages finaux en
% pondérée doivent étre effectués, voir Figure 12.

OTE 2 Dans la plage de fréquences comprises entre 11,7 et 12,7 GHz, dans certains pays, des émissions
indésirables provenant des appareils industriels, scientifigues et médicaux (ISM) peuvent provoquer des
perturbations radioélectriques pour les installations de réception du systeme de radiodiffusion par satellite, méme
s'il est conforme aux limites pour les mesurages finaux en valeur pondérée.

9.4.4 Mesurages-final en valeur pondérée
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9.4.4.1 Généralités

Si les relevés obtenus pendant le mesurage de créte dans la plage comprise entre 1 GHz et
18 GHz dépassent les limites spécifiées dans le Tableau 13, une série supplémentaire de
mesurages avec une fonction de pondération doit étre réalisée.

Lors de la préparation du mesurage final, toute la plage de fréquences doit étre divisée en 7
sous-plages comprises entre 1 GHz et 18 GHz, conformément au Tableau 18.
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Pour chaque sous-plage ou l'appareil en essai (EUT) n'a pas satisfait aux limites du
Tableau 13, identifier la fréquence du niveau d'émission le plus élevé a partir des mesurages
de créte. Ces fréquences sont les fréquences centrales a utiliser pour la série de mesurages
en valeur pondérée, comme indiqué dans le Tableau 20.

K

3

Taptear 20— SoUus-piages ue ([TEqUENTES a ULTTSEr pour
les mesurages en valeur pondérée OJA
Harmoniques de 2,45 GHz Sous-plages de fréquences QC)
Rang no. GHz '\

Q
Non défini 10424 (1:1’
2 2,5a6,1252 @Q
?\

6,125 & 8,575

N
11,025 4 13,475 QQ
N vV
13,475 215,925 N\
7 15,925 a 1&@)

& Les mesurages dans la bande ISM 5,720 GHz & 5,880 GH§V“nt exclus, voir
Tableau 1. K%

S
Pour la démonstration de la nature fluctuante d'une peru l'h‘banon deux méthodes alternatives
pour les mesurages en valeur pondérée sont dlsporQLes voir aussi 'arbre de décision de la

Figure 12.
&

S’il est nécessaire de soumettre de nouve;i]gﬂ appareil a l'essai, la méthode de mesure
initialement choisie doit étre utilisée pour& fahtir la cohérence des résultats.

3
4 8,575 a 11,025 £ O
5
6

Au cours du mesurage, il convient de placer la charge d'eau par de I'’eau froide, avant que
celle-ci ne commence a bouillir. nécessaire, lorsque ceci s'est produit, de reprendre le
mesurage a la fréquence particuli

@
9.4.4.2 Pondération Log@ﬁselon le Tableau 14

Les mesurages en valn\m‘@pondérée avec la méthode Log-AV (voir Tableau 14) doivent étre
effectués en positi azimutale de l'appareil en l'essai (EUT) et avec la polarisation de
I'antenne ol Iem|sQJ, de créte maximale s'est produite pendant le mesurage préliminaire. Au
minimum 5 bala@ges consécutifs en mode capture du niveau maximal doivent étre effectués.

Ces mesutages en valeur pondérée doivent étre effectués avec l'analyseur de spectre en
mode affichage logarithmique (en utilisant I'amplificateur logarithmique, et non une conversion
d'unit athématique des valeurs affichées)

.

Une bande vidéo de 10 Hz associée a une amplification logarithmique fournit un niveau plus proche de la
eur moyenne du signal mesuré en unités logarithmiques. Ce résultat est inférieur a la valeur moyenne qui serait
obtenue en mode linéaire.

Les mesurages avec la fonction de pondération Log-AV doivent étre effectués dans les

SOUS-Prages de [Tequerces (VOIT T apieau £8) ou rappareit emessal (EU 1) T a pas satisfait aux
limites du Tableau 13 autour des fréquences centrales identifiées a I'étape précédente, dans
une largeur de bande de fréquence de 20 MHz.

Comparer les résultats de mesure avec les limites du Tableau 14.

Si I'appareil en essai (EUT) satisfait au mesurage avec la fonction de pondération Log-AV
(Tableau 14), le résultat d'essai final est REUSSI, voir Figure 12.
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9.4.4.3 Pondération APD selon le Tableau 15

En variante a 9.4.4.2, un mesurage APD pendant une période de 30 s doit étre effectué a
l'azimut de lI'appareil en essai (EUT) et a la polarisation de I'antenne ou I'émission maximale a
été observée pendant les mesurages de créte préliminaires. Les mesurages doivent étre
réalisés aux b fréquences ponctuelles suivantes:

f,
f + 5 MHz, fo — 5 MHz,
fg + 10 MHz, fg — 10 MHz,

ou fg est la fréquence avec I'émission de créte la plus élevée dans l'une des sous=plages de
fréquences définies dans le Tableau 18, voir 9.4.4.1.

Comparer les résultats de mesure avec les limites du Tableau 15.

Si I'appareil en essai (EUT) satisfait au mesurage avec la fonctieh de pondération APD
(Tableau 15), le résultat d'essai final est REUSSI, voir Figure 12.

10 Mesurage in situ

Pour un appareil qui n'est pas soumis aux essais sur.un site d'essai en rayonnement, le
mesurage doit étre effectué apreés l'installation de lappareil dans les locaux de I'utilisateur.
Les mesurages doivent étre réalisés a partir du-mur extérieur du batiment dans lequel se
trouve l'appareil, a la distance spécifiée en 6.4,

Les mesurages in situ sur le lieu d'exploitation de I'appareil a évaluer doivent étre réalisés et
documentés conformément au 7.7 de—~la CISPR 16-2-3:2010. D'autres conseils pour les
mesurages in situ sont également disponibles dans la CISPR TR 16-2-5 [2]3.

Le nombre de mesurages effectués en azimut doit étre aussi grand que cela est
raisonnablement possible, mais.il doit y avoir au moins quatre mesurages dans des directions
orthogonales et des mesurages dans la direction de tous les systemes de radio existants qui
peuvent étre perturbés.

Pour les gros foursia micro-ondes commerciaux, il est nécessaire de s'assurer que les
résultats de mesure ne sont pas affectés par des effets de champ proche. Pour des lignes
directrices, il gonvient de consulter la CISPR 16-2-3.

11 Mesures de sécurité pour les mesurages des émissions sur les appareils
ISMRF

Les appareils ISM RF sont, par nature, susceptibles d'émettre des rayonnements
électromagnétiques a un niveau dangereux pour I'étre humain. Avant de procéder a des
essais de rayonnement électromagnétique perturbateur, il convient de vérifier les appareils
ISM RF & I'aide d'un moniteur de rayonnement approprié.

3 Les chiffres entre crochets renvoient a la Bibliographie.
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12 Incertitude de mesure
La détermination de la conformité aux limites de la présente Norme doit s'appuyer sur les

résultats des mesurages de conformité, en tenant compte des considérations relatives a
I'incertitude de mesure de I'instrumentation.

Si des lignes directrices relatives au calcul de I'incertitude de I'instrumentation d'un mesurage
sont spécifiées dans la norme CISPR 16-4-2, elles doivent étre respectées, et pour ces
mesurages, la détermination de la conformité aux limites énoncées dans la présente Norme
doit prendre en considération l'incertitude de mesure de l'instrumentation conformément acla
norme CISPR 16-4-2. Les calculs permettant de déterminer le résultat de mesure et tous les
ajustements du résultat d'essai exigés lorsque l'incertitude du laboratoire d'essais est

supérieure a la valeur Ug gpr donnée dans la CISPR 16-4-2 doivent étre également/inclus
dans le rapport d'essai.

Pour les mesurages in situ, la contribution de l'incertitude due au site lui-méme est exclue du
calcul d'incertitude.

NOTE Lors de la réalisation des mesurages a des distances inférieures a 10 m, des‘incertitudes de mesure plus
élevées peuvent devoir étre prises en compte.
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Annexe A
(informative)

Exemples de classification des appareils

De nombreux types d'appareils relevant du domaine d'application de la présente Norme
comportent au moins deux types de sources de perturbations. Par exemple, un appareil de
chauffage a induction peut comporter des redresseurs a semiconducteurs en plus de sen
bobinage thermique. Pour les besoins des essais, un appareil est a définir en termes deg la
fonction pour laquelle il a été congu. Par exemple, l'appareil de chauffage a induction
comportant des redresseurs a semiconducteurs est a soumettre aux essais cofmme un
appareil de chauffage a induction (toutes les perturbations respectant les limites.spécifiées,
quelle que soit la source des perturbations) et n'est pas a soumettre aux essais ‘comme s'il
s'agissait d'une alimentation électrique & semiconducteurs.

La présente Norme donne les définitions générales des appareils du groupe’l et du groupe 2
et, a des fins officielles, le groupe auquel appartient un appareil particulier doit étre identifié
d'aprés ces définitions. Il est cependant utile a ceux qui appliquent.cette norme de disposer
d'une liste compléte des types d'appareils qui ont été identifiés\comme appartenant a un
groupe particulier. Cela aide également a développer les spgécifications dans les cas ol
I'expérience montre que des variations dans les procédures d'essai sont nécessaires pour
traiter de types d'appareils spécifiques.

Les listes suivantes d’appareils du groupe 1 et du groupe*2 ne sont pas exhaustives.
Groupe 1

Appareils du groupe 1: le groupe 1 réunit*tous les appareils compris dans le domaine
d’application de la présente Norme, qui ne‘sont pas classés comme étant des appareils du
groupe 2.

En général: Appareils de laboratoife
Appareils électromédicaux
Appareils scientifiques
Convertisseurs, a.semiconducteurs
Appareil électrothermique industriel avec des fréquences de fonctionnement
inférieures ou égales a 9 kHz
Machinessoutils
Appareils de mesure et de commande dans les processus industriels
Matépiel de fabrication a semiconducteurs

En détail: Générateurs de signaux, récepteurs de mesure, fréquencemetres, débitmétres,
analyseurs de spectre, balances, appareils d'analyse chimique, microscopes
électroniques, alimentations a découpage et convertisseurs a semiconducteurs
(non incorporés a un appareil), redresseurs/onduleurs a semiconducteurs,
convertisseurs de puissance connectés au réseau (GCPC), appareils de
chauffage par résistance avec contréleurs en courant alternatif a
semiconducteurs intégrés, fours a arc et fours de fusion des métaux, postes de
chauffage par plasma et par décharges luminescentes, appareils de diagnostic a
rayonnements X, appareils a tomodensitométrie, appareils de surveillance des
patients, appareils de diagnostic et de thérapie a ultrasons, machines a laver a

ultrasons, contrles de régulation et dispositifs avec contréle de régulation
incluant des appareils a semiconducteurs avec un courant assigné d’entrée
supérieur a 25 A par phase

Groupe 2
Appareils du groupe 2: le groupe 2 réunit tous les appareils ISM a fréquences

radioélectriques dans lesquels de I'énergie a fréquences radioélectriques dans la plage de
fréquences comprises entre 9 kHz et 400 GHz est produite et utilisée volontairement ou
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uniquement utilisée localement sous forme de rayonnement électromagnétique, de couplage
inductif et/ou capacitif, pour le traitement de la matiére, a des fins d’examen ou d’analyse ou
pour le transfert d'énergie électromagnétique.

En général: Appareils générateurs de rayonnement UV alimentés en micro-ondes
Appareils d'éclairage hyperfréquence
Appareils industriels de chauffage par induction fonctionnant a des fréquences
supérieures a 9 kHz
Appareils de transfert de puissance / chargement a induction 2
Appareils de chauffage diélectrique
Appareils industriels de chauffage a micro-ondes
Fours a micro-ondes
Appareils électromédicaux
Matériel de soudage électrique
Matériel d’'usinage par décharges électriques (EDM)
Matériels de démonstration pour I'enseignement et la formation
2 Les appareils de transfert de puissance par induction ou capacitifs en principe soumis a
la CISPR 11, mais faisant partie intégrante d'un appareil soumis @& *dldutres normes
CISPR, sont exclus du domaine d'application de la CISPR 11.
En détail: Fusion des métaux, chauffage des billettes, chauffagesde composants, soudage

et brasage, soudage a l'arc, soudage a l'arc desS goujons, soudage par
résistance, soudage par points, soudage des tubes, oscillateur laser industriel
excité par une décharge a haute fréquencey ‘collage du bois, fusion des
plastiques, préchauffage des plastiques, traitement des produits alimentaires,
cuisson des biscuits, décongélation des 'produits alimentaires, séchage du
papier, traitement des textiles, prise des, adhésifs, préchauffage des matériaux,
appareils de diathermie a ondes coudrtes, appareils médicaux a micro-ondes,
imagerie par résonance magnétique“(tRM), stérilisateurs HF médicaux, appareils
chirurgicaux a haute fréquence (HF), raffinage par zone de cristal, matériels de
démonstration de transformateurs de Tesla haute tension, générateurs en
boucle, etc.
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Annexe B
(informative)

Précautions a prendre lors de I'utilisation d'un analyseur

de snectre (voir 7.3 1)
L \ 7

La plupart des analyseurs de spectre ne présentent aucune sélectivité de fréquences
radioélectriques. Cela signifie que le signal d'entrée est directement transmis a un mélangeur
a large bande ou il est converti en une fréquence intermédiaire appropriée. Il existe /es
analyseurs de spectre pour les hyperfréquences dotés de présélecteurs "de poursuite” a
fréquences radioélectriques qui suivent automatiquement la fréquence explorée{ par le
récepteur. Ces analyseurs permettent de surmonter dans une large mesure les«difficultés
rencontrées lors de la mesure de I'amplitude des émissions harmoniques et parasites a l'aide
d'un instrument qui peut engendrer des fréquences de ce genre dans ses circuits,d'entrée.

Pour protéger les circuits d'entrée de I'analyseur de spectre contre des détériorations lors de
la mesure de faibles signaux de perturbation en présence d'un signal¢uissant, il convient de
prévoir un filtre a I'entrée pour atténuer d'au moins 30 dB a la fréquenceé du signal puissant. Il
peut étre nécessaire d'utiliser plusieurs filtres, pour traiter différentes fréquences de
fonctionnement.

De nombreux analyseurs de spectre pour les hyperfréquences utilisent les harmoniques de
leur oscillateur local pour couvrir les différentes portions de la plage de fréquences a
observer. En l'absence de présélecteurs a fréquences radioélectriques, ces analyseurs
peuvent afficher des signaux harmoniques et parasites. Il devient alors difficile de déterminer
si le signal observé existe réellement a la fréquencte indiquée ou s'il provient de 'appareil de

mesure lui-méme.

De nombreux fours, appareils de diathermie médicale et autres appareils ISM RF a micro-
ondes sont alimentés en courant alternatif redressé, mais non filtré. Leurs émissions se
trouvent donc modulées a la fois enramplitude et en fréquence. Le mouvement des brasseurs
d'ondes dans les fours introduit une)modulation supplémentaire en amplitude et en fréquence.

Ces émissions ont des composantes spectrales espacées d'environ 1 Hz (modulation due aux
brasseurs d'ondes) et de 50*Hz ou 60 Hz (modulation provenant de la fréquence du réseau).
Si I'on considere que laxfréquence porteuse est généralement assez instable, il n'est pas
possible de distinguer ces composantes spectrales. En pratique, on recherche plut6t
I'enveloppe du spectre réel en utilisant une largeur de bande, sur l'analyseur, supérieure a la
différence de fréquence entre les composantes spectrales (mais, en regle générale, petite par
rapport a la lafgeur de I'enveloppe spectrale).

Quand Jalargeur de bande de l'analyseur est assez grande pour contenir un certain nombre
de rajes—spectrales adjacentes, la valeur de créte indiquée croit avec la largeur de bande
jusgu'au point ou la largeur de bande de I'analyseur est comparable a la largeur du spectre du
signal. Il est donc essentiel de parvenir a un accord pour utiliser une largeur de bande
spécifiée pour comparer les amplitudes affichées par divers analyseurs lors de la mesure des
emissions typiques des appareils chauffants et thérapeutiques actuels.

Il a été indigué que, dans de nombreux cas, les émissions des fours sont modulées par des

fréquences aussi basses que 1 Hz. Il a été observé que les enveloppes spectrales affichées
de ces émissions sont irrégulieres et qu'elles varient d'un balayage a l'autre, a moins que le
nombre de balayages par seconde ne soit faible par rapport a la plus basse des fréquences
gui composent la modulation.

Une durée de balayage adéquate peut étre de 10 s ou méme supérieure. Des fréquences de
balayage aussi lentes ne conviennent pas a l'observation visuelle, a moins d’utiliser un
systéme a mémoire approprié, comme un tube a rayon cathodique & mémoire, une



https://iecnorm.com/api/?name=3e569e18e2d67b16a6a5db5c151832cd

- 184 — CISPR 11:2015+AMD1:2016
+AMD2:2019 CSV © |IEC 2019

photographie ou une table tracante. Des tentatives ont été faites pour accroitre la fréquence
de balayage utile en enlevant ou en arrétant les brasseurs d'ondes du four. Cependant, cette
méthode peut étre considérée comme non satisfaisante car I'amplitude, la fréquence et la
forme du spectre varient avec la position des brasseurs d'ondes.
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Annexe C
(normative)

Mesurage du rayonnement électromagnétique perturbateur

en présence de sighaux provenant d'émetteurs radio

Pour les appareils en essai ayant une fréquence de fonctionnement stable telle que
I'affichage du récepteur de mesure de quasi-créte du CISPR ne varie pas de plus de +0,5 dB
pendant le mesurage, l'intensité du champ électrique du rayonnement électromagnétique
perturbateur peut étre calculée avec une exactitude suffisante d'apres I'expression:

11 211 =11
Eg =E; - Es
ou:
Eg

E, estla valeur mesurée de l'intensité du champ électrique (uV/m);

est le rayonnement électromagnétique perturbateur (uV/m);

E; estl'intensité du champ électrique du signal de I'émetteur radio (u\V/m).

La formule s’est révélée valable quand les signaux brouilleurs >proviennent d'émetteurs de
radio et de télévision a modulation d'amplitude ou a modulation-de fréquence présentant une
amplitude totale allant jusqu'a deux fois I'amplitude duy‘tayonnement électromagnétique
perturbateur a mesurer.

Il est conseillé de limiter I'application de la formule atiX cas ou il n'est pas possible d'éviter les
effets perturbateurs des émetteurs radio. Si la fréquence du rayonnement électromagnétique
perturbateur est instable, il convient d'utiliser dn“récepteur panoramique ou un analyseur de
spectre, et la formule n'est alors pas applicable.
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Annexe D
(informative)

Propagatlon du brounlage emanant d’ apparells mdustrlels a frequences

Pour un appareil industriel a fréquences radioélectriques situé au niveau du sol ou pres du
niveau du sol, l'atténuation du champ avec la distance par rapport a la source, a une hauteur
comprise entre 1 m et 4 m au-dessus du sol, dépend du sol et de la nature du terrain~Un
modéle de propagation de champ électrique au-dessus du plan de masse dans la r€gion
allant de 1 m a 10 km de la source est décrit dans la référence [15]4.

Bien que l'influence de la nature du sol et des obstacles sur I'atténuation réelle‘des ondes
électromagnétiques augmente avec la fréquence, un coefficient moyen d'affaiblissement pour
la plage de fréquences entre 30 MHz et 300 MHz peut étre utilisé.

A mesure qu'augmentent les irrégularités et I'encombrement . ab sol, les champs
électromagnétiques diminuent du fait du masquage, de l'absorptioh(y compris I'atténuation
due aux batiments et a la végétation), de la diffusion, de la divergence et de la défocalisation
des ondes soumises a diffraction [16]. L'affaiblissement peut,alors étre seulement décrit sur
une base statistique. Pour des distances a la source supérietires a 30 m, l'intensité de champ
prévue ou médiane a une hauteur donnée varie comme 1/D"; ou D est la distance a la source
et ou n varie d'environ 1,3 pour les régions en rase campagne a environ 2,8 pour les
agglomérations urbaines a forte densité de constructions. D'apres différents mesurages pour
toutes sortes de terrains, il semble qu’'une valeur moyenne de n = 2,2 peut étre utilisée pour
des évaluations approximatives. Il se produit de”grands écarts des valeurs mesurées des
intensités de champ par rapport a celles qui._sont prédites d'apres la loi de l'intensité de
champ moyenne/distance avec des écarts-types allant jusqu'a environ 10 dB dans une loi log-
normale approximative. La polarisation du champ ne peut pas étre prédite. Ces résultats
concordent avec les mesurages effectués)dans nombre de pays.

L'effet d'écran des batiments sur)le rayonnement est trés variable selon les matériaux
constituant les batiments, I'épaisseur des murs et la proportion des surfaces vitrées. Dans le
cas de murs pleins sans fenétres, I'affaiblissement dépend de leur épaisseur par rapport a la
longueur d'onde du rayennement et l'on peut s'attendre a un accroissement de
I'affaiblissement avec la:fréquence.

Généralement, cependant, il est considéré comme imprudent d'attendre des batiments une
protection dépassant de beaucoup 10 dB.

4 Les chiffres entre crochets renvoient a la Bibliographie.
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Annexe E
(informative)

Recommandations du CISPR concernant la protection

de certains services radio dans des zones particulieres

E.1 Généralités

L'UIT met au point des dispositions relatives a l'usage visant a l'utilisation efficace du spectre
de radiofréquence et au contrdle local des perturbations radioélectriques rayonnées a
I'endroit de fonctionnement des applications ISM radioélectriques individuelles. Les
dispositions respectives de I'UIT relatives aux environnements résidentiels et/qufindustriels
usuels sont reconnues par le CISPR et incorporées dans le corps principal. de la présente
Norme internationale. Outre ces dispositions, des dispositions suppléméntaires de I'UIT
peuvent s'appliquer au fonctionnement et a l'utilisation d'applications ISM RF individuelles
dans des environnements particuliers, c'est-a-dire dans des "zones particulieres", qui ne sont
pas traitées dans le corps principal de la présente Norme. Le\\CISPR considére ces
dispositions de I'UIT et leurs dérivés nationaux comme des recemmandations, car elles
peuvent uniguement s'appliquer a des applications ISM RF individuelles utilisées dans des
zones particulieres dans des conditions in situ.

E.2 Recommandations relatives a la protectiondes services radio liés a la
sécurité

Il convient que les appareils ISM RF soient (cohcus de maniére a éliminer les opérations
fondamentales ou le rayonnement de signaux\parasites et harmoniques de niveau élevé dans
les bandes utilisées pour les services radio’liés a la sécurité. Une liste de ces bandes est
fournie dans I'Annexe F.

NOTE Pour la protection des services radio spécifiguement liés a la sécurité, dans des zones particulieres, une
installation individuelle peut étre exigée afin de satisfaire aux limites spécifiées dans le Tableau E.1.

Tableau E.1 — Limitessdes rayonnements électromagnétiques perturbateurs
pour les mesuragessify situ afin de protéger des services radio spécifiques liés
ala sécurité dans des zones particuliéres

Distance de mesure D a partir de la face
i Limites extérieure du mur extérieur du batiment
Plage de fréquences dans lequel se trouve I'appareil
Champ Champ
électrique magnétique Distance D
yhz Quasi-créte Quasi-créte m
dB(uV/m) dB(pA/m)
0,2835-0,526 5 - 13,5 30
74,6 — 75,4 30 - 10
108 — 137 30 - 10
242,95 — 243,05 37 — 10
328,6 — 335,4 37 - 10
960 — 1 215 37 - 10
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E.3 Recommandations relatives a la protection des services radio spécifiques
et sensibles

Pour la protection de services radio spécifiques et sensibles, dans des zones particuliéres, il
est recommandé d’éviter les opérations fondamentales ou les rayonnements de signaux

harmoniques a niveau eleve dans les bandes. Une liste d’exemples de ces bandes est
donnée a titre d’information dans I'Annexe G.

NOTE Afin d’assurer la protection de services spécifiques et sensibles dans des zones particuliéres, les autorités
nationales peuvent exiger des mesures supplémentaires de suppression ou désigner des zones de séparation dans
le cas ou des brouillages préjudiciables peuvent apparaitre.
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Annexe F
(informative)

Bandes de fréquences allouées pour les services radio liés a la sécurité

Fréquence Assignation/utilisation
MHz
0,010 - 0,014 Radionavigation (appareil Oméga a bord des navires et des avions seulement)
0,090 -0,11 Radionavigation (LORAN-C et DECCA)
0,2835-0,526 5 Radionavigation aéronautique (radiophares omnidirectionnels)
0,489 - 0,519 Informations de sécurité maritime (zones cétiéres et appareils de bord seulement)
1,82 -1,88 Radionavigation (LORAN-A région 3 seulement, zones cbtiéres et appareils de bard

2,1735-2,190 5
2,090 55 - 2,091 05
3,021 5-3,027 5
4,122 — 4,210 5
5,678 5-5,6845
6,212 - 6,314
8,288 - 8,417
12,287 - 12,579 5
16,417 - 16,807
19,68 — 19,681
22,3755 -22,376 5

26,1 - 26,101
74,6 — 75,4
108 — 137

156,2 — 156,837 5

242,9 - 243,1
328,6 — 335,4
399,9 — 400,05
406 — 406,1
960 — 1 238
1300 -1 350
1544 - 1545
1545 -1559
1559-1610

1610-1625,5
1645,5-1646,5

1646,5 -1 660,5

2 700 52,900
290023 100
4200 — 4 400
5000 - 5 250
5350 — 5 460
5 600 — 5 650
9 000 — 9 200
9 200 - 9 500

seulement)

Fréquence de détresse

Balise radiophare maritime de position d'urgence (EPIRB)

Mobile aéronautique (opérations de recherche et de sauvetage)

Fréquence de détresse

Mobile aéronautique (opérations de recherche et de sauvetage)

Fréquence de détresse

Fréquence de détresse

Fréquence de détresse

Fréquence de détresse

Informations de sécurité maritime (zones cétieres(et appareils de bord seulement)
Informations de sécurité maritime (zones cétiéres. et appareils de bord seulement)
Informations de sécurité maritime (zones cdtieres et appareils de bord seulement)
Radionavigation aéronautique (radiophares d’atterrissage)

Radionavigation aéronautique (VOR 108 MHz & 118 MHz, fréquence de détresse sens
montant SARSAT 121,4 MHz a 123/5-MHz, contrble de trafic aérien 118 MHz a 137 MHz)

Fréguence maritime de détresse

Recherche et sauvetage (sens*montant SARSAT)
Radionavigation aéronautigue-(indicateur ILS de descente)
Radionavigation par satellite

Recherche et sauvetdge (balise radiophare maritime de position d'urgence (EPIRB), sens
montant SARSAT)

Radionavigationfaéronautique (TACAN), radiobalises de contréle de trafic aérien
Radionavigatigh,aéronautique (radars aériens de recherche a longue portée)

Fréquencesde détresse sens descendant SARSAT (la bande 1 530 MHz a 1 544 MHz,
liaison descendante par satellite mobile, peut également étre assignée au besoin de
détresse)

Mobile*aéronautique par satellite (R)
Radionavigation aéronautique (GPS)
Radionavigation aéronautique (radioaltimetres)

Fréguence de détresse sens montant (la bande 1 626,5 MHz a 1645,5 MHz, liaison
montante par satellite mobile, peut également étre assignée au besoin de détresse)

Mobile aéronautique par satellite (R)

Radionavigation aéronautique (radars de contréle de trafic aérien)

Radionavigation aéronautique (balises radar — zones cbtieres et appareils de bord
seulement)

Radionavigation aéronautique (altimétres)

Radionavigation aéronautique (systémes d’atterrissage & micro-ondes)

Radionavigation aéronautique (radars de bord et balises)

Radar météorologique par effet Doppler — cisaillement du vent

Radionavigation aéronautique (radars d’approche de position)

Répondeurs radar pour la recherche et le sauvetage maritime, Balises radar maritime et

13 250 - 13 400

radars pour la radionavigation. Radars météorologiques et de représentation du sol pour
la radionavigation aéronautique, en particulier dans des conditions de mauvaise visibilité

Radionavigation aéronautique (radars de navigation par effet Doppler)
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Annexe G
(informative)

Bandes de fréquences allouées pour les services radio sensibles

Fréquence Assignation/Utilisation
MHz
0,1357-10,137 8 Radio amateur
0,472 - 0,479 Radio amateur
1,80 - 2,00 Radio amateur
3,50 — 4,00 Radio amateur
5,25 - 5,45 Radio amateur
7,00 - 7,30 Radio amateur
10,100 - 10,150 Radio amateur
13,36 - 13,41 Radioastronomie
14,00 - 14,35 Radio amateur
18,068 — 18,168 Radio amateur
21,00 — 21,45 Radio amateur
24,89 — 24,99 Radio amateur
25,5 - 25,67 Radioastronomie
28,00 — 29,7 Radio amateur
29,3 - 29,55 Liaisons descendantes satellites (radio satellite’amateur)
37,5 - 38,25 Radioastronomie
50 - 54 Radio amateur
70,0 -70,5 Radio amateur
73 -74,6 Radioastronomie
137 - 138 Liaisons descendantes satellifes
144 — 146 Radio amateur
145,8 - 146 Liaisons descendantes,satellites (radio satellite amateur)
149,9 - 150,05 Liaisons descendanteg™satellites de radionavigation
240 - 285 Liaisons descendduntes satellites
322 - 328,6 Radioastronomige
400,05 - 400,15 Fréquence gtalon et signal horaire
400,15 - 402 Liaisons descendantes satellites
402 - 406 Liaison-montante satellite a 402,5 MHz
406,1 - 410 Radi¢astronomie
430 - 440 Radio amateur
435 - 438 Liaisons descendantes satellites (radio satellite amateur)
608 - 614 Radioastronomie
1215-1 240 Liaisons descendantes satellites
1240 -1 300 Radio amateur
1260 -1270 Liaison montante satellite
1 350 - 1400 Observations spectrales de I'hydrogéne neutre (radioastronomie)
1 400.- 1 427 Radioastronomie
1435- 1 530 Essai de télémesure aéronautique (en vol)
1530 - 1 559 Liaisons descendantes satellites
1559-1 610 Liaisons descendantes satellites
1610,6 -1 613,8 Observations de la raie spectrale du radical OH (radioastronomie)
1660-1710 1 660 MHz a 1 668,4 MHz: Radioastronomie 1 668,4 MHz a 1 670 MHz:

1718,8 -1 722,2

Radioastronomie et radiosonde 1 670 MHz a 1 710 MHz: Liaisons descendantes
satellites et radiosondes

Radioastronomie
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Bandes de fréquences allouées pour les services radio sensibles (suite)

Assignation/Utilisation

liaisons descendantes satellites

Fréquence
MHz
2 200 -2 300
2 320 - 2 450
2 310 - 2 390
2 655 -2 900
3 260 - 3 267
3 332 -3 339
3 345,8 - 3 358
3 400 - 3 475
3 400 - 3 410
3 600 - 4 200
4 500 -5 250
5 650 - 5 950
7 250 -7 750
8 025 -8 500

10 000 - 10 500
104 50 - 10 500
10 600 - 12 700

14 470 - 14 500
15 350 - 15 400
17 700 - 21 400
21 400 - 22 000
22 010 - 23 120

23 600 - 24 000
24 000 - 24 500
31 200 - 31 800
36 430 - 36 500
38 600 - 40 000
supérieure a 400 GHz

Radio amateur
Essai de télémesure aéronautique (en vol)

2 655 MHz a 2 690 MHz: Radioastronomie et liaisons descendantes satellites
2 690 MHz a 2 700 MHz: Radioastronomie

Observations de raie spectrale (radioastronomie)
Observations de raie spectrale (radioastronomie)
Observations de raie spectrale (radioastronomie)
Radio amateur

Liaisons descendantes satellites

Liaisons descendantes satellites

4 500 MHz a 4 800 MHz: Liaisons descendantes satellites
4 800 MHz a 5 000 MHz: Radioastronomie
5 000 MHz a 5 250 MHz: Radionavigation aéronautique

Radio amateur
Liaisons descendantes satellites
Liaisons descendantes satellites
Radio amateur
Liaisons descendantes satellites

10,6 GHz a 10,7 GHz: Radioastronomie
10,7 GHz a 12,2 GHz: Liaisons descendantes.satellites
12,2 GHz a 12,7 GHz: Radiodiffusion directe par satellites

Observations de raie spectrale (radioastronomie)
Radioastronomie

Liaisons descendantes satellites

Radiodiffusion par satellites (Région 1 et Région 2)

22,01 GHz a 22,5 GHz: Radioastronomie 22,5 GHz a 23,0 GHz: Radiodiffusion par
satellite (Région 1) (22,81\GHz a 22,86 GHz sont également des valeurs utilisées en
radioastronomie) 23,0.GHz a 23,07 GHz: Fixelintersatellite/mobile (utilisé pour remplir
I'intervalle entre bandes de fréquences) 23,07 GHz a 23,12 GHz: Radioastronomie

Radioastronomje
Radio amateur

Radioastronomie
Radioasttonomie
Radigastronomie

De(hpmbreuses bandes au-dessus de 400 GHz sont désignées pour la
radioastronomie, les liaisons descendantes satellites, etc.
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Annexe H
(informative)

Evaluation statistique des appareils produits en série
parrapport aux nyignnr‘nc des normes CISPR

H.1 Signification d'une limite CISPR

Une limite CISPR est une limite qu'il est recommandé aux autorités nationales d'introduire
dans les normes nationales, dans les réglementations Ilégales et dans les spécifications
officielles applicables. Il est également recommandé que les organismes interrationaux
utilisent ces limites. Pour les appareils faisant I'objet d'une homologation de typejda limite doit
signifier que, sur une base statistique, au moins 80 % de la production est,canforme a ces
limites, avec une probabilité d'au moins 80 %.

L'évaluation de la conformité des appareils soumis a essai sur un sited'essai doit reposer sur
les résultats de mesure obtenus selon les spécifications de I'Article 7. Pour les appareils
produits en série, il doit exister un niveau de confiance de 80'% qu'au moins 80 % des
produits fabriqués sont conformes aux limites données (cfitere de conformité), voir la
CISPR 16-4-3. Les procédures d'évaluation statistique assurant ce niveau de confiance sont
spécifiées en H.3.1, H.3.2 et H.3.3.

NOTE Lors de I'application d'une procédure d'évaluation statistigue autre que celles indiquées ci-dessus ou dans
la CISPR 16-4-3, l'utilisateur de la présente Norme peut étrelinvité & démontrer que le critéere de conformité ci-
dessus est également satisfait.

Les résultats de mesure obtenus avec un appafeil mesuré sur le lieu de son installation, et
non sur un site d'essai, doivent uniquement concerner cette installation, et ne doivent pas
étre considérés comme représentatifs~pour une autre installation ni ne doivent servir a
I'évaluation statistique.

H.2 Essais de type

En régle générale, le résultat positif d'un essai de type sur un appareil donné selon la norme
CISPR respective est reconnu comme étant une homologation du type si I'essai de type a été
réalisé

H.2.1 sur un_échantillon des appareils du type a l'aide de I'une des méthodes d'évaluation
statistiques selon H.3,

H.2.2 ©u," pour simplifier, sur un seul appareil. Dans ce cas, il est parfois nécessaire de
réaliserydes essais sur des appareils pris au hasard dans la ligne de production.

NOTE La reconnaissance d'un essai de type réalisé sur un seul appareil produit en série comme homologation
peut dépendre de la reglementation nationale ou régionale. Les autorités nationales ou régionales peuvent
s'appuyer sur différents systémes d'assurance qualité gérés par le fabricant. Consulter les réglementations
nationales ou régionales respectives.

H.3 Evaluation statistique des appareils produits en série

H.3.1 Evaluation reposant sur une marge générale par rapport a la limite

L'évaluation est positive si les valeurs mesurées sur tous les éléments de I'échantillon sont
inférieures a la limite L, et si la marge par rapport a cette limite n'est pas inférieure a la marge
générale donnée au Tableau H.1 ci-dessous.
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Tableau H.1 — Marge générale par rapport a la limite pour I'évaluation statistique

Effectif d'échantillon (n) 3 4 5 6

Marge générale par rapport a la limite (dB) 3,8 2,5 1,5 0,7

Cette méthode peut étre utilisée pour une prise de décisions finale rapide. Si les conditions
ne sont pas satisfaites, cela ne signifie pas encore qu'un produit n'est pas conforme. Pour
déterminer la non-conformité, les résultats mesurés doivent étre évalués selon l'une des
méthodes indiquées en H.3.2 (utilisation de la loi non centrale de t) ou H.3.3 (utilisation de la
loi binomiale).

NOTE La nouvelle méthode introduite dans le présent paragraphe s'appuie sur la CISPR 16-4-3.
Les valeurs du Tableau H.1 ont été calculées avec la méthodologie suivante: La conformité est donnée;-lorsque

Xmax T Ke Omax S L

max

ou
max est la valeur mesurée (la plus défavorable) la plus élevée de tous les éléments*de I'échantillon;
£ est le coefficient issu du tableau ci-dessous, en fonction de I'effectif d'échantillon;
O max est une valeur prudente du maximum présumé de I'écart-type dans-un groupe de produits, et qui est
calculée comme 2 fois la déviation standard présumée;
L est la limite spécifiée dans la présente Norme.

Les quantités X, L et omax SONt exprimées en termes logarithmiques-alors que ke , en tant que facteur ordinaire, est
donné en valeur numérique absolue, voir la table dans cette NOTE.

Effectif d'échantillon (n) 3 4 5 6
Coefficient kE 0,63 0,41 0,24 0,12

La CISPR 16-4-3 recommande une valeur o, «+'6,0 dB pour la tension perturbatrice et la puissance perturbatrice.
Pour les perturbations rayonnées, mesurées,_sur un appareil appartenant au domaine d'application de la présente
Norme, la méme valeur pour o a été supposée. Les valeurs de la marge générale par rapport a la limite du
Tableau H.1 ci-dessus sont de simples multiples de 6,0 dB avec le coefficient k.. Dans le Tableau H.1, les valeurs
sont données uniquement pour un effectif d'échantillon jusqu'a n = 6, la méthode donnée en H.3.3 pouvant étre
appliquée pour n = 7 ou plus, dans laguelle la loi binomiale sans marge supplémentaire est utilisée.

H.3.2 Evaluation repgsant sur la loi non centrale de t
H.3.2.1 Procédute’normale

Les mesurages doivent étre réalisés sur un échantillon comportant entre au moins cinq et au
maximum 12 appareils du type produit en série. Si des circonstances exceptionnelles ne
permettentipas de disposer de cing appareils, un échantillon de trois ou quatre appareils peut
étre utiliséx

NQTE, ‘L'évaluation faite sur la base de résultats de mesure obtenus a partir d'un échantillon de taille n se
rapporte a des unités toutes identiques et tient compte des variations qui peuvent étre attendues des techniques
de production en série.

La conformité est vérifiée quand la relation ci-aprés est satisfaite:

X +kS, <L

x|

est la valeur moyenne arithmétique des niveaux de perturbation de n éléments de
I'appareil dans I'échantillon;

n estl'écart-type de I'échantillon ou
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2 = 11XZ(X—>?)2

n_

est le niveau de perturbation d'un appareil individuel,

L estla limite admissible;

k est le facteur extrait des tableaux de loi non centrale de t assurant avec un niveau de
confiance de 80 % que 80 % ou plus de la production est inférieure a la limite. Les valeurs
de k en fonction de n sont données au Tableau H.2.

X, X et L sont exprimés de maniére logarithmique: dB(uV), dB(uV/m) ou dB(pW).

Sh est exprimé en terme logarithmique, soit en dB.

Tableau H.2 — Facteur k de loi non centrale de t en fonction de I'effectif d'échantillon n

n 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
k 2,04 1,69 1,52 1,42 1,35 1,30 1,27 124 1,21 1,20
H.3.2.2 Procédure étendue

Lors de l'application de la procédure indiquée en H.3.2.1, un échantillon donné d'appareil
générant des perturbations fluctuantes peut ne pas satisfaire au critére de conformité. Dans
ce cas, la procédure d'évaluation étendue définie dans le‘présent article peut étre utilisée.

L'évaluation statistique doit étre réalisée séparément pour les sous-plages de fréquences
suivantes:

Perturbations conduites: a)-150 kHz a 500 kHz
b) 500 kHz a 5 MHz
¢c) 5 MHz a 30 MHz

Perturbations rayonnées sous\t GHz: a) 30 MHz & 230 MHz
b) 230 MHz a 500 MHz
c) 500 MHz & 1 000 MHz

Perturbations rayennées au-dessus de 1 GHz: a) 1,0 GHz 4 4,5 GHz
b) 4,5 GHz & 18 GHz

NOTE PRour'les appareils du groupe 2, il peut ne pas étre nécessaire de couvrir totalement ou en permanence les
sous-plages de fréquences définies ci-dessus (voir les informations respectives en 6.3.2.4, Tableau 13).

ka_eonformité de I'échantillon est jugée a partir de la relation modifiée suivante:

X +kS, <0

La valeur de k dépend de I'effectif d'échantillon n et est définie au Tableau H.2 ci-dessus.

Pour déterminer la conformité, la formule d'écart-type donnée en H.3.2.1 doit étre utilisée:
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ou

X est la valeur de la moyenne arithmétique des niveaux de perturbation de n éléments de
I'appareil dans I'échantillon;

X est la marge du niveau de perturbation d'un élément individuel de I'appareil par rapport-a
la limite respective. X doit étre déterminée comme suit: pour chacune des plages |de
fréquences définies, les marges entre les valeurs mesurées (lectures) et la limitelsont
définies. La marge X obtenue est négative ou positive lorsque la valeur mesurée est

respectivement inférieure ou supérieure a la limite. Pour le n¢me élément individuel de
I'échantillon, X, est la valeur de la marge a la fréquence a lagquelle la courbe-de marge est
a son maximum.

NOTE Si toutes les valeurs mesurées sont inférieures a la limite, X est la marge la-plus petite par rapport a la
limite. Si certaines valeurs mesurées sont supérieures a la limite, X est la marge la plus’importante par laquelle la
limite est dépassée.

X, X etS, sont exprimés de maniéere logarithmique, c'est-a-dire’en dB.

Si toutes les valeurs mesurées sont inférieures a la limijte.et que I'évaluation statistique n'a
pas abouti uniguement en raison d'un écart-type élevé,il doit étre déterminé si cet écart-type
élevé a été provoqué de maniére injustifiee par ufdmaximum de X, a la limite entre deux
sous-plages de fréquences. Dans ce cas, I'évaluation peut étre réalisée selon H.3.3.

NOTE La Figure H.1 illustre les possibles difficultés¢si"un maximum de perturbations mesurées se produit a
proximité de la limite entre deux sous-plages de fréquences. "U " est la tension perturbatrice mesurée, "f " étant la
fréquence. Ici sont présentées deux unités aux/caractéristiques différentes hors de I'échantillon. Pour les
perturbations a large bande, la valeur et la fréguence du maximum peuvent varier d'une unité a l'autre, des
différences entre I'unité 1 et I'unité 2 dans uméchantillon étant classiques. Une valeur moyenne et un écart-type
sont calculés pour toutes les unités (donf\deux sont présentées) pour chaque sous-plage. Dans cet exemple,
I'écart-type calculé est beaucoup plus élévéipour la sous-plage 1 que pour la sous-plage 2 (considérer dans quelle
mesure les valeurs de X, et de X, sont différentes a la limite). Méme si la moyenne pour la sous-plage 1 est
beaucoup plus basse que pour la sgus-plage 2, et apres avoir pris en compte la valeur élevée de S multipliée par
le facteur du Tableau H.2, I'échantillon peut ne pas satisfaire, dans de rares cas, aux critéres donneés. Etant donné
gu'il s'agit simplement d'une conséquence de la maniere dont les sous-plages de fréquences ont été définies,
aucune conclusion significative d'un point de vue statistique ne peut étre tirée quant a la conformité.

A Frequency Frequency
subrange

subrange

v

-

IEC
Anglais Francais

Frequency subrange Sous-plage de fréquences

Limit Limite

Unit Unité

Figure H.1 — Exemple des possibles difficultés
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La conformité est jugée a partir de la condition selon laquelle le nombre d'appareils
présentant un niveau de perturbation supérieur a la limite appropriée peut ne pas dépasser un

nombre de ¢ dans un échantillon de taille n (voir le Tableau H.3).

Tableau H.3 — Application de la loi binomiale

Effectif d'échantillon (n) 7

14

20

26

32

Nombre d’échantillons ¢ dépassant la limite L 0

1

H.3.4 Appareils produits individuellement

Tous les appareils qui ne sont pas produits en série doivent étre soumis individuelfement aux
essais. Chaque élément individuel de I'appareil est tenu de satisfaire aux limites, les

mesurages étant réalisés selon les méthodes spécifiées.
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Annexe |
(normative)

Réseau fictif (AN) pour I'évaluation des tensions perturbatrices
aux acces dalimentation en courant continu des convertisseurs

de puissance a semiconducteurs

1.1 Informations générales et objet

Le réseau fictif pour I'évaluation des tensions perturbatrices aux acces d’alimentation en
courant continu (DC-AN) fournit une impédance de charge 150 Q en mode commun (CM)
définie pour l'acces d’alimentation en courant continu du convertisseur de puissance en essai
pendant les mesurages des perturbations radioélectriques conduites sur_les-sites d'essai
normalisés. Il est congu pour fournir, dans la plage de fréquences prévue entre 150 kHz et
30 MHz, des impédances de charge définies pour les composants perturbateurs symétriques
(ou en mode différentiel — DM) et non symétriques (ou en mode commun — CM). Les valeurs
de ces impédances de charge sont spécifiées a I'Article 1.4.

De plus, le DC-AN est pourvu d'un réseau de découplage (c'est*a-dire un filtre LC) de sorte
gu'un découplage suffisant est fourni entre son accés de-\appareil en essai (EUT) et son
accés AE, pour éviter que les perturbations radioélectriques générées par la source
d'alimentation en courant continu de laboratoire n'affectent les résultats de mesure obtenus.
Avec des condensateurs de découplage non symétriques d'une capacité entre 100 nF et
environ 1 uF, uniquement, la construction de ce filtfe empéche, dans la plupart des cas, les
effets de saturation dans les filtres d'atténuation“dent peuvent étre équipés les convertisseurs
de puissance et ceci fournit des résultats de mesure valides, fiables et répétables.

1.2 Structures pour un DC-AN

.2.1 AN adapté pour le mesurage des perturbations en mode non symétrique (UM —
unsymmetrical mode)

De maniére similaire au AMN en V, I'AN doit permettre le mesurage du niveau de tension
perturbatrice en mode.‘non symétriqgue a une seule borne (ou conducteur ou péle,
respectivement) de I'accés d’alimentation en courant continu soumis a essai de I'appareil en
essai (EUT), par rapport a la masse de référence de laboratoire. Un AN approprié serait donc,
par exemple, un pseudo AN en V, une sorte de réseau en triange. Pour la configuration et la
conception, les principes définis dans la CISPR 16-1-2 doivent étre observés. La Figure I.1
présente un schéma de circuit d'un réseau en triange approprié.

NOTE _En raison des contraintes de conception des AN en V réels pour un rapport défini donné de lI'impédance de
chargel\DM — CM, la construction d'un pseudo AN en V peut nécessiter l'utilisation d'une troisieme résistance de
shuntage reliant aux deux bornes d'alimentation de I'accés de I'appareil en essai (EUT) de I'AN. Ces résistances
de) shuntage (R, a la Figure I.1 ou R, & la Figure 1.4) n'ont pas d'impact sur les impédances de charge DM et CM
exigées et fournissent ces impédances de charge également pendant le mesurage des tensions perturbatrices UM.
Pour le calcul de I'impédance de charge pour les tensions perturbatrices UM, la formule de conversion triangle-
étoile pour les réseaux de résistance peut étre utilisée. De plus, ces impédances de charge peuvent également
étre mesurées directement aux bornes d'alimentation de I'appareil en essai (EUT) de I'AN par rapport a la masse
commune a l'aide d'un analyseur de réseau approprié. La distinction entre les AN en V et en triangle est maintenue

par tradiion uaniguement. Les Tensions perturdatrices UM petuvent egalement etre racliement mesurees avec 1es AN
en triangle lorsqu'ils sont équipés d’acces de mesure respectifs.

.2.2 AN adapté pour le mesurage des perturbations en mode commun (CM) et en
mode différentiel (DM)

Un AN en triangle doit permettre le mesurage du niveau de tension perturbatrice symétrique
(ou en mode différentiel — DM) entre (lI'une des) deux bornes différentes de celles au potentiel
de masse (ou conducteurs ou poles, respectivement) de I'accés d’alimentation en courant
continu en essai de l'appareil en essai (EUT). Il doit en outre permettre le mesurage du
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niveau de tension perturbatrice non symétrique (ou en mode commun — CM) a la jonction HF
commune virtuelle de deux (ou plus) bornes (ou conducteurs ou pbles, respectivement) de
I'accés d’alimentation en courant continu en essai de I'appareil en essai (EUT), par rapport a
la masse de référence de laboratoire. Pour la configuration et la conception, les principes
définis dans la CISPR 16-1-2 doivent étre observés. Un exemple de réseau en triangle

:\nnrnprié sSe frnll\ln' par nvnmpln en A_R, I:igllrn A2de laCISPR 16.1-2:2014  Cette figllrn

L i

est également répliquée a la Figure 1.2.

1.2.3 AN adapté pour le mesurage des perturbations UM, CM et DM

En option, I'AN en triangle peut également permettre le mesurage du niveau de tension
perturbatrice en mode non symétrigue a une seule borne (ou conducteur oucpéble,
respectivement) de lI'accés d’alimentation en courant continu en essai de I'appareil &n)essai
(EUT), par rapport a la masse de référence de laboratoire, tout comme un réseau én\V. Pour
la configuration et la conception, les principes définis dans la CISPR 16-1-2.doivent étre
observés. Des exemples de mises en ceuvre pratiques de pseudos AN en'™ et d’AN en
triangle combinés de plusieurs fabricants sont donnés de la Figure 1.3 a la Figure I.5.

1.3 Utilisation de DC-AN pour les mesurages de conformité

.3.1 Généralités

Pour les mesurages, les pseudos AN en V et les AN en triangle satisfaisant aux exigences de
I.4 peuvent étre utilisés. Les autres réseaux fictifs spécifiés dans la CISPR 16-1-2 peuvent
également étre utilisés s'ils fournissent une terminaison- 150 Q en mode non symétrique ou
mode commun (CM) pour I'acces en essai a la masse(de référence de laboratoire, et s'ils sont
pourvus d'un filtre LC de découplage de capacité de‘blocage CM faible approprié.

NOTE Actuellement, le réseau en V fictif 150 Q spécifié en 4.5 de la CISPR 16-1-2:2014 ne peut pas étre utilisé
pour mesurer les perturbations conduites aux aceés-d’alimentation en courant continu a basse tension, car il
fournit uniguement une impédance de charge ep~mode commun de 75 Q. Un tel réseau en V ne satisfait pas au
parametre technique le plus essentiel spécifié\,au Tableaul.1 Pos. 3, c'est-a-dire la valeur de 150 Q, pour
I'impédance de charge en mode commun. Lestnégociations relatives a la définition de corrections systématiques
pour les résultats de mesure obtenus lors de\'utilisation de tels réseaux n'ont pas encore démarré.

La sélection du type d'AN est laissée a l'utilisateur de la présente norme. Chaque type d'AN
fournit des résultats de mesure qui ont le méme niveau de confiance que les résultats
obtenus lors de ['utilisation® du réseau en V établi. Des informations sur les aspects de
I'incertitude de mesureveu égard aux réseaux fictifs (AMN) figurent a I'Article 4 de la
CISPR 16-4-2:2011. Ces informations sont également valides lorsque l'utilisation de DC-AN
satisfait a la spécification en 1.4.

Si un AN combiné est utilisé, il suffit alors de I'appliquer pour le mesurage du mode non
symétriquen(UM) ou pour le mesurage des perturbations en mode commun (CD) et en mode
différentie N (DM).

Dans-tous les cas, I'évaluation du potentiel RFI d'un accés donné en essai dans la plage de
fréquences comprises entre 150 kHz et 30 MHz est uniquement terminée si les résultats de
mesure ont été obtenus et enregistrés pour les deux composantes perturbatrices composites
en mode non symétrique (UM) ou pour les deux composantes perturbatrices non symétriques
ou en mode commun (CM) et les composantes perturbatrices symétrigues ou en mode

différentiel (DM)

1.3.2 Pseudo AN en V

Dans le pseudo réseau en V, une évaluation de ces composantes est uniquement possible de
maniére combinée sous forme de tensions perturbatrices en mode non symétrique (UM)
composite, dont le niveau peut étre différent pour chaque borne de I'acceés donné en essai, en
raison du déséquilibre HF interne de I'appareil en essai (EUT) a la masse commune. Il s'agit
de tensions perturbatrices de bornes "classiques" qui peuvent étre comparées avec les limites
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établies directement et qui constituent ainsi les exigences CEM établies, par exemple pour les
acces secteur en courant alternatif.

La conformité aux limites est vérifiée uniquement lorsque les deux niveaux de tensions
perturbatrices en mode non symétrique (UM) mesurés sont égaux ou inférieurs a la limite

TESPECLIVE.

1.3.3 AN en triangle

En mode non symétrique ou commun (CM) et en mode symétrique ou différentiel (DM) du
réseau en triangle, les composantes perturbatrices peuvent étre mesurées et évaluées
séparément, pour chague acces en essai.

La conformité aux limites est vérifiée uniquement lorsque les deux, le niveau de“tensions
perturbatrices en mode commun (CM) mesuré et le niveau de tensions periurbatrices en
mode différentiel (DM) mesuré sont égaux ou inférieurs a la limite respective.

1.4 Exigences techniques normatives pour le DC-AN

.4.1 Parameétres et tolérances associées dans la plage comprise entre 150 kHz et
30 MHz

Tableau |.1 — Parameétres et tolérances associées
dans la plage comprise entre 150 kHz et 30 MHz

Pos. | Description du parametre Valeur nominale et tolérance

1 | Type de DC-AN Réseau en triangle adapté pour les mesurages au
niveau d'une chafne ou d'un acces d'alimentation en
courant continu (p6le positif, pdle négatif et masse
de référence)

2 Plage de fréquences étalonnées Entre 150 kHz et 30 MHz (plage de mesure)

3 | Impédance de charge CM au niveau de.l'accés de (150 £ 30)Q
I'appareil en essai, amplitude

4 | Impédance de charge CM au nivéau de 'accés de (0 £ 40)°
I'appareil en essai, phase

5 | Impédance de charge DWrau niveau de I'acces de (150 £ 30)Q
I'appareil en essai, amplitude

6 | Impédance de charge DM au niveau de l'accés de (0 £ 40)°
I'appareil en essai, phase

7 | Perte de conyersion longitudinale (LCL) au niveau de | = 26 dB (systéme 150 Q symétrique) (mesuré selon

I'acces de ["appareil en essai 2 la CISPR 16-1-2)
8 Pertetd'insertion CM acces AE — acces EUT > 20 dB (systéme 50 Q non symétrique)
9 | Perte d'insertion DM accés AE — accés EUT > 20 dB (systéme 150 Q symétrique)

> 40 dB, avec condensateur externe

10 | Résistances de décharge pour condensateurs de > 1,5 MQ
découplage dans le flux de courant continu

2 |l convient que la perte de conversion longitudinale (LCL) de I'AN soit beaucoup plus large que la perte de
conversion longitudinale interne de [I'appareil en essai (EUT). Pendant le mesurage des tensions

peTturbatrices o SYmetques, Seutes €S CoMmposantes perturbatrices deta conversionm de mode mterTe
DM en CM dans l'appareil en essai (EUT) sont a évaluer. La valeur moyenne statistique de la LCL des
générateurs PV installés a déja été prise en compte lors de la détermination des limites pour l'acces
d’entrée d'alimentation en courant continu des GCPC.

NOTE Les paramétres au Tableau I.1 ont été déduits lors du développement de mises en ceuvre modernes du
réseau CISPR 150 Q décrit dans la CISPR 16-1-2 pour une utilisation avec les mesurages au niveau des acces
d’alimentation en courant continu a basse tension des GCPC pour les systémes de production d'énergie
photovoltaique.
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Les accés de mesure doivent étre protégés contre les composantes basse fréquence des
transitoires de tension apparaissant lors de la mise sous/hors tension de la source
d'alimentation en courant continu de laboratoire. De plus, une connexion galvanique
sécurisée doit étre garantie a la masse de I'AN afin de drainer les courants de décharge
transitoires via des condensateurs de couplage lors de la mise hors tension de la source de

lahorataoire

Les condensateurs de découplage dans le flux de courant continu doivent étre dérivés avec
des résistances de décharge haute résistance, voir position 10.

1.4.2 Parametres et tolérances associées dans la plage comprise entre 9 kHz et
150 kHz

Tableau 1.2 — Parameétres et tolérances associées dans la plage comprise
entre 9 kHz et 150 kHz

Pos. | Description du parametre Valeurs nominales et tolérances

2 Plage de fréquences étendue 9 kHz — 150 kHz (inclut la_fréquence de
fonctionnement des GCRC)

3 Impédance de charge CM au niveau de 'accés de > 10 Q (acces AE ouvert)
I'appareil en essai, amplitude

4 Impédance de charge CM au niveau de l'accés de non spécifié
I'appareil en essai, phase

5 Impédance de charge DM au niveau de l'acces de >1 Q (acces AE ouvert)
I'appareil en essai, amplitude

6 Impédance de charge DM au niveau de l'acces de gonsspécifié
I'appareil en essai, phase

7 Perte de conversion longitudinale (LCL) au niveau\dé | > 26 dB, dans la plage 10 kHz a 150 kHz (systéme

I'accés de I'appareil en essai 150 Q symétrique) (mesurée selon la CISPR 16-1-2)
8 Perte d'insertion CM de I'acces AE a I'accésde > 20 dB a 150 kHz (systéme 50 Q non symétrique),
I'appareil en essai (EUT) décroissant avec la fréquence décroissante avec

40 dB/décade

9 Perte d'insertion DM de I'accés AE-a}'acces de > 20 dB a 150 kHz

I'appareil en essai (EUT)
> 40 dB avec condensateur externe

(systéme 150 Q symétrique), décroissant avec la
fréquence décroissante avec 40 dB/décade

NOTE Les parametres—-au Tableau I.2 ont été déduits lors du développement de mises en ceuvre modernes du
réseau CISPR 150.Q~décrit dans la CISPR 16-1-2 pour une utilisation avec les mesurages au niveau des acces
d’alimentation en_gourant continu & basse tension des GCPC pour les systémes de production d'énergie
photovoltaique.
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1.5
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Exemples de mises en ceuvre pratiques des DC-AN
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DC-AN with Zgy =150 Q2 , Zg,, =100 ©2. T1, T2 and T3 all terminated with 50 Q.

Unsymmetrical voltage signals (-20 dB) available at T1 and T2.

Common mode voltage signal (-20 dB ... -24 dB depending on R ;) available at T3,

9002 <R ; <1 50012 depending on the losses in the reactive ell its in the reafised

circuit to match the required impedance tolerance over the whole frequency rahge.

IEC

NOTE L'accés de mesure T3 peut étre utilisé pour

le’ mesurage des composantes

perturbatrices en mode non symétrique ou commun (CM).

Anglais

Francais

DC-AN with Zop\ = 150 Q, Zppy =100 Q. T1, T2 and T3
all terminated with 50Q

DC-AN avec Zgy = 150 Q, Zpyy = 100 Q. T1, T2 et T3
terminés par 50 Q

PV generator, PV generator simulator

Générateur PV, simulateur de générateur PV

Common mode voltage signal (-20 dB...-24 dB
depending on Rg3) available at T3

Signal de tension en mode commun (-20 dB... -24 dB
selon R3) disponible & T3

900 Q <R3 <1500 Q depending on the losses in the
reactive elements in the realised circuit te.qatch the
required impedance tolerance over the whole frequency
range.

900 Q < R3< 1500 Q selon les pertes dans les
éléments réactifs du circuit réalisé afin de satisfaire a la
tolérance d’'impédance exigée sur I'ensemble de la
plage de fréquences.

Unsymmetrical voltage signals (-20,dB) available at T1
and T2

Signaux de tension non symétrique (-20 dB) disponibles
aTletT2

PV inverter under test

Onduleur PV en essali

Reference ground

Masse de référence

Figure 1.1 — Mise en ceuvre pratique d'un DC-AN 150 Q adapté
pour le mesurage des perturbations UM (exemple)
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Figure 1.2 — Mise en ceuvre pratique d'un DC-AN 150 Q adapté
pour le mesurage des perturbations CM et DM (exemple, voir également
la Figure A.Z2de la CISPR 16-1-2:2014)
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NOTE Le mode 1 et le mode 2 représentent I'emploi du réseauffictif pour le mesurage des
tensions perturbatrices en mode non symétrique (UM) ou aux "borhes".

Anglais

Francais

Switch position

Position de commutateur

V shape A

Forme V A

V shape B

Forme V B

Y shape (CM)

Forme Y (CM)

Delta shape (DM)

En triangle (DM)

PV-Generator

Générateur PV

Figure 1.3 — Misglen ceuvre pratique d'un DC-AN 150 Q adapté
pour le mesuragerdes perturbations UM ou CM et DM (Exemple 1)
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NOTE Le mode A et le mode B représentent I'emploi du réseau fictif pour le mesurage des tensions perturbatrices

en mode non symétrique (UM) ou aux "bornes".

Anglais

Francais

A-PV-GENERATOR

GENERATEUR PV A

S1 position

Positien S1

CM (common mode)

CM*({mode commun)

DM (differential mode)

DM (mode différentiel)

B-PV-GENERATOR

GENERATEUR PV B

GND

Masse

Figure I.4 — Mise en @lUvre pratique d'un DC-AN 150 Q adapté
pour le mesurage des*perturbations UM ou CM et DM (Exemple 2)
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NOTE Le mode 1 et le mode 2 représentent I'emploi du réseau fictif comme pseudo réseau en V, c'est-a-dire pour
le mesurage des tensions perturbatrices non symétriques ou aux'tbornes". Lors de l'utilisation comme pseudo
réseau en V, c'est-a-dire en mode 1 ou en mode 2, I'impédance”de charge DM est de 100 Q. Lors de ['utilisation
comme réseau en triangle, c'est-a-dire en mode 3 et en mode 4,)I'impédance de charge DM est de 150 Q.

Anglais Francais
AE PORT ACCES AE
EUT PORT ACCES EUT
POWER INPUT ENTREE D'ALIMENTATION
POWER OUTPUT SORTIE D’ALIMENTATION

Figure I.5 — Mise‘en ceuvre pratique d'un DC-AN 150 Q adapté
pour le mesurage'des perturbations UM ou CM et DM (Exemple 3)
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Annexe J
(informative)

Mesurages sur les convertisseurs de puissance connectés au réseau

((?.(‘D(‘) = I\/Innfages pourune cgnf|g||[at|gn efficace du site d'essai

J.1 Informations générales et objet

Pour le mesurage des tensions perturbatrices aux bornes sur les convertisseurs de puissance
connectés au réseau (GCPC) concus pour l'alimentation de I'énergie électrique dans les
réseaux électriques en courant alternatif et les installations secteur en courantialternatif
similaires (voir Définition 3.11), la connexion a une alimentation en courant. continu de
laboratoire appropriée est nécessaire du codté de I'entrée en courant continu du(GCPC, tandis
gue la connexion a une autre source d'alimentation en courant alterndtif de laboratoire
appropriée ou un réseau électrique en courant alternatif est nécessaire du-cété de la sortie en
courant alternatif également.

L'alimentation en courant continu est fournie dans les accés._d'alimentation d'entrée en
courant continu du GCPC, et non consommée dans le GCPC, étydonc pratiquement convertie
en totalité en alimentation en courant alternatif et en sortie du, c6té en courant alternatif. Si la
sortie d'alimentation en courant alternatif du GCPC n'est pas consommée par une charge
résistive, etc., le courant d'alimentation en courant alternatif peut étre retourné dans la source
d'alimentation en courant alternatif de laboratoire, et I'appareil peut étre endommagé. De
plus, il existe des pays dans lesquels le flux d'aliméntation inverse dans le réseau en courant
alternatif est limité ou interdit par la loi et les réglementations nationales. Ainsi, le montage
global du site d'essai utilisé pour les mesurages nécessite une attention particuliére, un
montage correct et approprié pouvant méme-simplifier la disposition d'essai et la configuration
de l'appareil en essai (EUT). Des exemples de montages adaptés pour le site d'essai sont
décrits ci-apreés.

J.2 Montage du site d'essai

J.2.1 Organigramme du\site d'essai

La disposition et la canfiguration de mesure de l'appareil en essai (EUT) peuvent étre
simplifiées en utilisant un site d'essai dont la configuration est conforme a celle de la
Figure J.1/J.2. Pour. ce montage, la sortie en courant alternatif du GCPC est connectée a
I'entrée en courant alternatif de I'alimentation en courant continu de laboratoire via le AMN en
V utilisé dans_la disposition de mesure. L'alimentation en courant continu de laboratoire
convertit I'alimentation en courant alternatif en alimentation en courant continu et elle est
fournie wvers I'entrée en courant continu du GCPC. Le courant circule ainsi de la sortie en
courant,-alternatif vers I'entrée en courant continu du GCPC. Les avantages de cette
configuration de site sont que l'alimentation en courant continu consomme l|'alimentation de
sortie en courant alternatif du GCPC, et qu'aucune charge résistive n'est exigée pour
empécher les courants d'alimentation en courant alternatif de circuler dans la source
d'alimentation en courant alternatif de laboratoire.
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AC mains (grid) Réseau en courant alternatif

Laboratory AC power source

Source d’alimentation enteourant alternatif de
laboratoire

EMI Filter

Filtre EMI

AC Current flow

Flux de courantralternatif

Resistive load (optional)

Charge résistive (facultative)

AC output Sortie/en courant alternatif
DC input Entrée en courant continu
AC input Entrée en courant alternatif
DC output Sortie en courant continu
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Change in electrical system

Variation dans le réseau électrique

Reference ground
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DC Current flow
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DC power supply
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Figure Jv1 — Montage du site d'essai (Cas 1) — Schéma 2D
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EMI-filter

Laboratory
AC power source

Transformer’
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Cpaﬁge in electrical system

EM|-filter

DC power supply

J:f"\ put fi’m ut
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NOTE Les distances définies comme "x" etf\'y" dans le schéma font référence a celles détaillées en 7.4.1 de la
CISPR 16-2-1:2014.

Anglais Francais
AC mains (grid) Réseau en courant alternatif
Laboratory AC power source Source d’alimentation en courant alternatif de

laboratoire

EMI Filter Filtre EMI
DC power supply, Alimentation en courant continu
Resistive load (optional) Charge résistive (facultative)
output sortie
input entrée
DE cable Céble en courant continu
Transformer (optional) Transformateur (facultatif)
Change in electrical system Variation dans le réseau électrique

Figure J.2 — Montage du site d'essai (Cas 1) — Schéma 3D

Par conséquent, la source d'alimentation en courant alternatif de laboratoire n'est tenue de
fournir que les pertes de puissance totales dans la disposition d'essai, lorsque les mesurages
sont démarrés. La source d'alimentation en courant alternatif de laboratoire étant utilisée, sa
tension en courant alternatif et sa fréquence peuvent étre facilement ajustées conformément
aux spécifications pour le cdté sortie en courant alternatif du GCPC. Le courant alternatif
inverse ne circule pas dans la source d'alimentation en courant alternatif, et elle ne peut ainsi
pas étre endommagée.



https://iecnorm.com/api/?name=3e569e18e2d67b16a6a5db5c151832cd

CISPR 11:2015+AMD1:2016 - 209 -
+AMD2:2019 CSV © |IEC 2019

J.2.2 Alimentation en courant continu

L'alimentation en courant continu de laboratoire doit avoir suffisamment de puissance de
sortie pour faire fonctionner le GCPC a sa puissance de sortie en courant alternatif assignée.
De plus, un contrbéle d'ajustement de sa tension de sortie en courant continu est nécessaire.
Si le montage du site d'essai est conforme 4 la Figure 11/12 le systéme électrique de

I'entrée en courant alternatif vers I'alimentation en courant continu doit correspondre a celui
de la sortie en courant alternatif du GCPC.

J.2.3 Source d'alimentation en courant alternatif

La source d'alimentation en courant alternatif de laboratoire doit étre de type CVCF.'de
maniére a pouvoir l'ajuster a la tension de sortie en courant alternatif nominale{et"a la
fréequence du GCPC en essai. Dans le cas du montage conforme & la Figure 3:14J.2, sa
puissance suffit uniguement a alimenter les pertes de puissance totales dans la\disposition
d'essai, et une puissance plus élevée est ainsi inutile.

J.2.4 Autres composantes

Dans de nombreux cas, 'alimentation en courant continu elle-mémetest équipée de filtres a
I'entrée et & la sortie. Comme illustré & la Figure J.1/J.2, des filtres EMI supplémentaires
peuvent étre placés a l'entrée et a la sortie de l'alimentation en/,courant continu pour atténuer
les perturbations conduites générées.

Si les systémes électriques de la sortie en courant alternatif du GCPC, I'entrée en courant
alternatif de l'alimentation en courant continu et laysortie de la source d'alimentation en
courant alternatif ne concordent pas comme un systéme a trois fils monophasé ou un systeme
a deux fils monophasé, un transformateur apptoprié doit étre inséré comme illustré a la
Figure J.1/J.2 pour convertir de maniére appropriee les systémes électriques.

J.3 Autres montages d'essai

J.3.1 Configuration comprenant'la source d'alimentation en courant alternatif de
laboratoire et la chargerésistive

Par ailleurs, dans certains cas, un systéme électrique ne peut pas étre associé comme une
entrée triphasée de l'alimentation en courant continu a une sortie en courant alternatif
monophasée du GCPC.(EUT), etc. (il existe également le cas inverse). Dans de tels cas, la
sortie en courant alteérnatif du GCPC ne peut pas étre directement connectée a l'entrée en
courant alternatif de_["alimentation en courant continu comme illustré a la Figure J.1/J.2. Dans
ce cas, une autre’charge résistive est connectée en paralléle a la source d'alimentation en
courant alternatif de laboratoire (voir la Figure J.3/J.4) et I'alimentation en courant alternatif
du GCPC (EUT) doit étre consommeée par cette charge résistive. Par conséquent, la charge
résistive~empéche le courant d'alimentation de sortie en courant alternatif du GCPC de
circuler;-dans le sens contraire dans la source d'alimentation en courant alternatif de
laboratoire, si sa puissance est suffisante pour dépasser la puissance de sortie en courant
alternatif maximale du GCPC.
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AC output
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AC input Entrée en courant alternatif
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DC current flow
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Figure &3 — Montage du site d'essai (Cas 2) — Schéma 2D
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DC power supply
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) 9% oytput
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(optional)

IEC
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NOTE Les distances définies comme "x" et "y
CISPR 16-2-1:2014.

dans le(schéma font référence a celles détaillées en 7.4.1 de la

Anglais Francais
AC mains (grid) Réseau en courant alternatif
Laboratory AC power source Source d’alimentation en courant alternatif de
laboratoire
EMI filter Filtre EMI
DC cable Céble en courant continu
Resistive load Charge résistive
output sortie.
input entrée
DC power supply Alimentation en courant continu
AC mains (grid) (optional) Réseau en courant alternatif (facultatif)

Figure J.4 — Montage du site d'essai (Cas 2) — Schéma 3D

J:3.2 Configuration en cas de flux de puissance inverse vers le réseau en courant
alternatif

Cet exemple de montage illustre le cas ou la source d'alimentation en courant alternatif de

laboratolre (voir Figure J.3/J.4) n'est pas conneciee a la sortie en courant alternatit du GCPC.

Si la sortie en courant alternatif du GCPC est connectée au réseau en courant alternatif par
I'intermédiaire d'un filtre (voir la Figure J.5/J.6), le courant de sortie en courant alternatif du
GCPC circule vers le réseau en courant alternatif et, par conséquent, il n'est pas exigé de
connecter la charge résistive comme illustré dans le montage précédent, Cas 2. Mais dans ce
cas, l'inconvénient est que la tension en courant alternatif et la fréequence ne peuvent pas étre
ajustées conformément aux spécifications de la sortie en courant alternatif du GCPC.
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Figure J.5 — Mantage du site d'essai (Cas 3) — Schéma 2D
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Figure J.6 — Montage du site d'essai (Cas 3) — Schéma 3D
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Annexe K
(informative)

Configuration et instrumentation du site d'essai — Lignes directrices

concernant la prévention des effets de saturation dans les filtres

d'atténuation des convertisseurs de puissance sans transformateur
pendant les essais de type conformément a la présente Norme

K.1 Informations générales et objet

La plupart des types de convertisseurs de puissance utilisent des fréquences de
fonctionnement ou de commutation dans la plage comprise entre 100 Hz et 25KHz. Les
résultats de mesure obtenus dans la plage en question (150 kHz a 30 MHz)>sont parfois
séverement invalidés par I'impédance totale effective en mode commun (CM)‘de I'ensemble
de la chaine d'alimentation en courant continu dans I'environnement d'essai dans la plage
comprise entre environ 500 Hz et 150 kHz. Si la fréquence de) fohctionnement du
convertisseur de puissance en essai coincide avec la fréquence du/des creux de résonance
en série dans l'impédance totale effective en mode commun (CM)ydans l'ensemble de la
chaine d'alimentation en courant continu de laboratoire, des .courants perturbateurs CM
excessifs peuvent apparaitre a la fréquence de fonctionnement-et peuvent saturer les filtres
EMI intégrés (comme les pieges en mode commun, par exemple) dans l'appareil en essai
(EUT). Par conséquent, cela entraine une dégradation importante des performances des
filtres dans la plage de fréquences de mesure comprisés entre 150 kHz et 30 MHz. La
dégradation des performances des filtres signifie que les niveaux de perturbations
radioélectriques excessifs sont enregistrés, le eOnvertisseur de puissance en essai he
pouvant finalement PAS démontrer qu'il satisfait-aux exigences spécifiées dans la présente
norme.

Il doit étre précisé que ce mode de fonctionnement des convertisseurs de puissance différe
fortement des conditions normales de fonctionnement. Par conséquent, il convient de prendre
des contre-mesures supplémentairest au niveau de la configuration du site d'essai afin
d'utiliser les convertisseurs de puissance comme prévu normalement, dans les essais de type
conformément a la présente Norme.

Bien entendu, des condensateurs de découplage CM doivent étre utilisés conjointement avec
des bobines d'inductance”en série appropriées, car les filtres basse pression découplent
I'impédance de charge, au niveau de I'accés de I'appareil en essai (EUT) du réseau fictif (AN)
en raison, par exemple, d'influences de la source d'alimentation en courant continu de
laboratoire au niveau de l'accés AE de cet AN. Les spécifications du DC-AN de I'Annexe |
Tableau 1.2 garantissent que I'impédance de charge CM au niveau de I'accées de I'appareil en
essai (EUT) 'de I'AN reste au moins aux valeurs de 10 Q, voire plus, a la résonance en série
de son filtre de découplage a basse pression LC interne. Cela empéche les effets de
saturation mentionnés ci-dessus dans la plupart des cas d'essai pratiques. Pour les
caractéristiques amplitude/fréquence de l'impédance de charge CM de I'AN dans la plage
comprise entre 9 kHz et 150 kHz, consulter les spécifications fournies par le fabricant.

Si l'atténuation des courants radioélectriques en mode commun est maintenant considérée
dans I'ensemble de la chaine d'alimentation en courant continu de laboratoire au niveau du
site d'essai, cette atténuation et les condensateurs de découplage CM supplémentaires

IMpINqueS et les pleges en mode commun (dans les filtres EMT sur le siie, par exemple)
peuvent interagir avec les caractéristiques du filtre de découplage a basse tension LC intégré
de I'AN, et peuvent entrainer des décalages de fréquences du/des creux de résonance en
série de l'impédance totale effective en mode commun (CM) rencontrée au niveau de l'acces
de l'appareil en essai (EUT) de cet AN.

Il est donc vivement recommandé d'ajuster les caractéristiques amplitude/fréquence de
I'impédance de charge CM effective totale au niveau de I'accés de I'appareil en essai (EUT)
de I'AN aux conditions nécessaires pour le type donné de convertisseur de puissance en
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essai. Ces ajustements peuvent étre effectués en faisant varier la valeur de la capacité de
blocage CM dans la chaine d'alimentation en courant continu de laboratoire et/ou en insérant
des bobines d'inductance en série supplémentaires ou des piéges en mode commun. La
présente annexe décrit les contre-mesures possibles pour éviter les effets de saturation dus
a des caractéristiques regrettables de l'instrumentation du site d'essai utilisée dans la chaine

dalimentation en courant contintl de laharatoire

L'attention est portée sur l'utilisateur de ces montages d'essai concernant les tensions
dangereuses dues aux courants de fuite a la terre élevés. Il convient de demander conseil
auprés de personnes diment qualifiées avant de mettre sous tension les sources
d'alimentation systéme du laboratoire pour s'assurer qu'aucune blessure n'est causée*au

personnel chargé des essais ou qu'aucun dommage n'est causé aux appareils.

K.2

Recommandations pour éviter les effets de saturation dansAdaplage
comprise entre 9 kHz et 150 kHz

Si des niveaux excessifs de perturbations sont observés pendant’ les mesurages des
perturbations radioélectriques conduites aux acces d’alimentation en-'courant continu a basse
tension des convertisseurs de puissance dans la plage comprise€ entre 150 kHz et 30 MHz,
cela peut alors étre causé par les effets de saturation apparaissant a la fréquence de
fonctionnement de I'appareil en essai (EUT) allouée quelque part dans la plage inférieure a
150 kHz. Pour éviter de telles conditions, il est recommandeé d'observer les lignes directrices
ci-apres.

1

2)

3)

4)

Pour les mesurages aux acces d’alimentationen courant continu a basse tension des
convertisseurs de puissance, utiliser uniguement les AN satisfaisant aux exigences
techniques du réseau en triangle fictif 150 @’selon 4.6 de la CISPR 16-1-2:2014, ou selon
I'Annexe | de la présente Norme.

Appliquer une ingénierie appropriée du site d'essai et vérifier si toute I'instrumentation de
mesure (hors DC-AN) et la configuration du site d'essai peuvent étre utilisées avec les
mesurages sur l|'électronique de- puissance utilisée dans des conditions de mode de
commutation aux fréquences\de fonctionnement (fréquences fondamentales) allouées
dans la plage inférieure aA50 kHz. Selon la technologie mise en ceuvre et la puissance
nominale, les convertisseurs de puissance peuvent utiliser des fréquences fondamentales
ou en mode de commutation dans la plage comprise entre 100 Hz et environ 150 kHz.

Dans la mesure du~possible, insérer des dispositifs d'absorption en mode commun (CM)
supplémentaires*comme les tubes de ferrite, des CMAD ou également les CDN 150 O
selon I'lEC 61000-4-6, entre l'accés AE de I'AN et l'accés d'alimentation en courant
continu de-‘laboratoire alloué dans l'environnement d'essai. A cet effet, une longueur
supplémentaire du cable d'alimentation en courant continu peut également étre utilisée.
En forme de bobine, il introduit une bobine d'inductance de découplage supplémentaire
(c'eStya-dire un piege en mode commun) montée en série sur le circuit de courant en
mode commun de laboratoire. Dans tous les cas, vérifier 'efficacité des dispositifs de
réjection en mode commun ajoutés, car pour la plupart d'entre eux, aucune spécification
des caractéristiques techniques dans la plage inférieure a 30 MHz ne peut étre trouvée.

Eviter toute coincidence entre la fréquence fondamentale ou de fonctionnement du
convertisseur de puissance en essai et la fréquence du creux de résonance en série dans
I'impédance CM de I'ensemble de la chaine d'alimentation en courant continu composée

de fa Source dafimemntation en courant cContnu de faboratoire, des fiitres EMIuttisés dans
I'installation de I'OATS ou du SAC, et de I'AN. La fréquence du creux de résonance dans
I'impédance CM de la chaine d'alimentation peut étre décalée en modifiant la capacité du
condensateur de découplage CM effectif. Il est recommandé d'ajouter des condensateurs
de découplage CM externes a l'interface entre I'accés AE de I'AN et I'acces d'alimentation
en courant continu de laboratoire alloué dans I'environnement d'essai. A noter qu'une
ligne de condensateurs avec différentes capacités peut étre nécessaire si l'activité d'essai
comprend des convertisseurs de puissance mettant en application diverses technologies,
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classes de rendement de puissance et équivalents. Noter que la fréquence de
fonctionnement peut étre allouée entre 100 Hz et environ 150 kHz.

K.3 Informations détaillées

K.3.1 Généralités

Les descriptions suivantes concernent un circuit de découplage du DC-AN indiqué a l'Article
1.1:

"De plus, le DC-AN est pourvu d'un réseau de découplage (c’est-a-dire un filtre LC) de_sorte
gu'un découplage suffisant est fourni entre son acces de I'appareil en essai (EUT)~et’son
accés AE, pour éviter que les perturbations radioélectriques générées par Ja.source
d'alimentation en courant continu de laboratoire n'affectent les résultats de mesure;ebtenus.

Avec des condensateurs de découplage non symétriques d'une capacité entre 100 nF et
environ 1 uF, uniquement, la construction de ce filtre empéche, dans la plupart des cas, les
effets de saturation dans les filtres d'atténuation dont peuvent étre équipés-les convertisseurs
de puissance en essai, et ceci fournit des résultats de mesure validesyfiables et répétables”.

Toutefois, si la source d'alimentation en courant continu de laboratoire est appliquée dans le
mesurage des perturbations radioélectriques (voir la Figure K1), le courant radioélectrique
CM causé par l'appareil en essai (EUT) ne circule pas uniquement dans les condensateurs de
découplage composant le circuit de découplage du ,DC-AN, mais également dans les
condensateurs de découplage dont sont équipés la soutce d'alimentation en courant continu
de laboratoire et le filtre EMI du site d'essai. De plus{_dans la plupart des cas, la capacité des
condensateurs de découplage dont sont équipés de/tels appareils peut étre bien supérieure a
100 nF.

GCPC
DC power source EMI filter DC-AN (EUT) AMN
L __AC mains
—— O—g- 90
_-If_"of_-_IF___D_I_y JJJJ _|'_ __]_
T ol U Eenll 1l
i i
i g
| il
e _I;(L_) _‘l_l’( ) +17(t) T(e)+T° (£)+17(t)
IEC
Anglais Francais
DC power source Source d’alimentation en courant continu
EMI filter Filtre EMI
AC mains Réseau en courant alternatif

Figure K.1 — Flux du courant radioélectrigue en mode commun
au niveau de la configuration du site d'essai

Une contre-mesure évidente pour la prévention de ces contributions supplémentaires au

courant radioelectrique CM effectif total a la irequence de fonctionnement du Convertsseuar de
puissance en essai consiste a augmenter la perte de découplage CM entre I'accés AE du DC-
AN et I'accés d’alimentation en courant continu de laboratoire alloué dans I'environnement
d'essai.

Cette perte de découplage peut étre augmentée en insérant des bobines d'inductance en
série supplémentaires (contre-mesure préférentielle) et/ou en utilisant des condensateurs de
découplage CM supplémentaires au niveau de l'interface entre I'accés AE du DC-AN et
I'acces d’alimentation en courant continu de laboratoire alloué dans I'environnement d'essai
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(contre-mesure visant a décaler la fréquence du creux de résonance en série dans
I'impédance de charge CM au niveau de I'acces de I'appareil en essai (EUT) du DC-AN).

K.3.2 Insertion de bobines d'inductance en série (ou piéges en mode commun) dans
la chaine d'alimentation en courant continu de laboratoire

Si des dispositifs de serrage EMI appropriés, etc. atténuant le courant radioélectrique en
mode commun dans la plage comprise entre 9 kHz et environ 150 kHz, sont insérés entre
I'accés AE du DC-AN et I'accés d’alimentation en courant continu de laboratoire alloué dans
I'environnement d'essai (voir la Figure K.2), les capacités des condensateurs de découplagé
dont sont équipés la source d'alimentation en courant continu et le filtre peuvent étre
négligées. Pour un découplage supplémentaire, des longueurs supplémentaires deccable
d'alimentation en courant continu peuvent étre utilisées également, en cas d'agefncement
formant une bobine d'air.

DC power source EMI filter DC-AN (EUT) AMN

_-T DI—TMDIE_M . _Iﬁo_,_=_,{,'- Ac mains
T ™ IR e

-k

IEC

Anglais Francais
DC power source Source d’alimentation en courant continu
EMI filter Filtre EMI
AC mains Réseau en courant alternatif
EMI clamp Dispositif de serrage EMI

Figure K.2 — Blocage duw,flux du courant radioélectrique en mode commun
par insértion de bobines d'inductance en série

ATTENTION - Les appate€ils appropriés comme les dispositifs de serrage EMI qui peuvent
atténuer le courant radioélectrique en mode commun dans la plage comprise entre 9 kHz et
150 kHz peuvent _ne-pas étre disponibles sur le marché. Il convient de privilégier alors
I'insertion d'inductivités en série.

Comme mentionné ci-dessus, comme I'amplitude effective de la capacité des condensateurs
de déceuplage de tous les systemes de mesure de laboratoire, y compris la source
d'alimentation en courant continu de laboratoire, peut entrainer des effets de saturation dans
les filtres d'atténuation dont est équipé le convertisseur de puissance sans transformateur, il
est\necessaire de n’utiliser que les sources d'alimentation en courant continu de laboratoire et
les filtres EMI avec des condensateurs de découplage en mode commun de faible capacité.
Noter toutefois que ['utilisation de condensateurs de découplage CM de faible capacité
uniguement peut également réduire la suppression des perturbations radioélectriques
générées par la source d'alimentation en courant continu de laboratoire. Si des perturbations

radio€lectriques extrémement importanies, censées éfre dues a la saturafion des filires
d'atténuation intégrés, se produisent pendant les essais de type sur les convertisseurs de
puissance sans transformateur, il convient alors de considérer I'utilisation de batteries comme
source d'alimentation en courant continu
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K.3.3 Utilisation de condensateurs de découplage en mode commun
supplémentaires au niveau de l'interface entre I'acces AE du DC-AN et I'accés
d’alimentation en courant continu de laboratoire alloué dans I'environnement
d'essai

Pour une augmentation de la perte de découplage entre la chaine d'alimentation en courant

continu de laboratoire et la disposition de mesure, des condensateurs de découplage CM
supplémentaires peuvent étre connectés entre l'accés AE (c'est-a-dire le circuit de
découplage) du DC-AN et I'accés d’alimentation en courant continu de laboratoire alloué dans
I'environnement d'essai comme illustré a la Figure K.3.

Additional
blocking capacitors
Laboratory ] GCPC
DC power supply EMI filter DC-AN (EUT) AMN
L _AC mains

T R

IEC

Anglais Francais
Laboratory DC power supply Alimehtation en courant continu de laboratoire
EMI filter Filtre*EMI
Additional blocking capacitors Condensateurs de découplage supplémentaires
AC mains Réseau en courant alternatif

Figure K.3 — Blocage du flux,du)courant radioélectrique en mode commun
en utilisant des condensateurs de découplage CM supplémentaires

Une telle contre-mesure a pour,effet de décaler le creux de résonance en série dans les
caractéristiques amplitude/fréquence de l'impédance de charge CM au niveau de l'acceés de
'appareil en essai (EUT).du DC-AN a des fréquences inférieures, ce qui permet d'éviter
toutes coincidences possibles dans la fréquence de ce creux de résonance et la fréquence de
fonctionnement ou la fréquence fondamentale du convertisseur de puissance en essai. Si la
fréquence de fonctionnement ne coincide pas avec la fréquence de résonance en série, les
effets de saturation dans l'appareil en essai (EUT) peuvent étre évités. Il est évident qu'une
telle contre-mesure doit étre ajustée avec précaution en fonction du type donné de
convertisseur de puissance, en raison de la grande plage de fréquences de fonctionnement
éventuellement impliquées. Un ajustement individuel de la capacité de blocage CM
supplémentaire peut étre nécessaire dans la plupart des cas.

K44 Informations de base

Les méthodes de résolution du probléme de saturation ont été étudiées en partant du principe
gu’une alimentation en courant continu de laboratoire et non pas une batterie est utilisée pour

:CD meourayco au II;VCG.U dCD bUIIVCItiDDCUID dC puiaaalluc 2Al1o tIaIIDfUIIIIC‘.tCUI. La Figt.uc Il\4
montre un exemple de caractéristiques d'impédance en mode commun d'un DC-AN selon le
Tableau 1.2. Comme le montre la Figure K.4, il s'avére qu'un point de résonance est présent
aux alentours de 20 kHz et que lI'impédance en mode commun diminue considérablement a
cette fréquence de résonance.
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<) 4 DC-AN common mode impedance characteristics
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DC-AN Common Mode Impedance characteristics Caractéristiques d’'impédance en mode commun du DC-AN

Figure K.4 — Impédance de charge CM au nivead de I'acceés de I'appareil en essai (EUT)
d'un DC-AN — Caractéristique amplitude/frégquence dans la plage comprise entre 3 kHz
et 30 MHz (exemple)

La saturation des filtres d'atténuation<dont est équipé le convertisseur de puissance, qui pose
actuellement probléme, a lieu en raison d'un grand flux de courant en mode commun lorsque
la fréquence de résonance (20«kHz) coincide avec la fréquence de fonctionnement du
convertisseur de puissance (EWUT). La fréquence de résonance est cependant pratiguement
déterminée non seulement“par le DC-AN, mais également par les caractéristiques
d'impédance en mode comimun de toute l'instrumentation utilisée dans I'ensemble de la
chaine d'alimentation enscourant continu de laboratoire, notamment la source d'alimentation
en courant continu, les,filtres EMI installés et équivalents.

Lorsque la fréquence de résonance effective causée par I'ensemble de l'instrumentation de
mesure de lahoratoire coincide avec la fréquence de fonctionnement du convertisseur de
puissanceaet-en cas de flux de courant en mode commun importants, ou s'il est nécessaire
de confirmer si de telles conditions se produisent réellement, la fréequence de résonance peut
étre désaccordée de la fréquence de fonctionnement du convertisseur de puissance en
modifiant la capacité des condensateurs de découplage du circuit de découplage du DC-AN
ouen ajoutant la capacité des condensateurs de découplage (voir la Figure K.5) et en
modifiant ainsi la fréquence de résonance, c'est-a-dire que le point de résonance peut étre
décalé (voir la Figure K.6). Par conséquent, le courant en mode commun peut étre réduit a la
fréquence de fonctionnement du convertisseur de puissance en évitant les effets de
saturation.
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Figure K.5 — Prévention de la saturation des filtres d'atténuation a l'aide de
condensateurs de découplage supplémentaires

En d'autres termes, si les résultats de mesure, en cas d'augmentation de la capacité des
condensateurs de découplage, sont les mémes que, ceux obtenus lorsqu'elle n'est pas
modifiée, il peut étre déduit que les mesurages~des perturbations conduites ont été
correctement effectués.

En remplacant les composants matériels dans.le DC-AN, la capacité des condensateurs de
découplage CM peut étre augmentée ou réduite en réglant les commutateurs de maniere a
assurer la connexion en série et en parafléle de ces condensateurs de découplage (voir la
Figure K.7). Une telle mesure ne peutscependant pas étre recommandée pour une utilisation
dans des conditions normales de laboratoire car il peut y avoir une violation de I'étalonnage
du DC-AN respectif. Les condensateurs de découplage CM externes et combinés de type
commuté peuvent cependant étre "utilisés, si nécessaire. L'utilisation de tels condensateurs
décale toujours la résonance¥en série du filtre de découplage LC interne du DC-AN a des
fréquences inférieures a celles mentionnées dans les spécifications du fabricant.
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@ 500* DC-AN common mode impedance characteristics
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Figure K.6 — Modification de la fréquence de résonance due a I'augmentation
et alaréduction de capacité.du condensateur de découplage
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N
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Figute'K.7 — Exemple de circuit DC-AN dans lequel la capacité des condensateurs
de blocage du circuit de découplage LC peut étre augmentée ou réduite
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

INTERNATIONAL SPECIAL COMMITTEE ON RADIO INTERFERENCE

INDUSTRIAL, SCIENTIFIC AND MEDICAL EQUIPMENT —
RADIO-FREQUENCY DISTURBANCE CHARACTERISTICS —
LIMITS AND METHODS OF MEASUREMENT

FOREWORD

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardizationncomprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC.is| to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications,
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafteryreferred to as “IEC
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC Natignal/Committee interested
in the subject dealt with may participate in this preparatory work. Internatiopal, ‘governmental and non-
governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely
with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance_with conditions determined by
agreement between the two organizations.

2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters expresspas.nearly as possible, an international
consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all
interested IEC National Committees.

3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National
Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC
Publications is accurate, IEC cannot be held responsibleyfor the way in which they are used or for any
misinterpretation by any end user.

4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications
transparently to the maximum extent possible in¢their national and regional publications. Any divergence
between any IEC Publication and the correspondin@jnational or regional publication shall be clearly indicated in
the latter.

5) IEC itself does not provide any attestatiopmof,/conformity. Independent certification bodies provide conformity
assessment services and, in some areas, ‘access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any
services carried out by independent certification bodies.

6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.

7) No liability shall attach to IEC oc‘its directors, employees, servants or agents including individual experts and
members of its technical comniittees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or
other damage of any nature, wWhatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
expenses arising out of_the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC
Publications.

8) Attention is drawmto the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is
indispensable for the correct application of this publication.

9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

This' consolidated version of the official IEC Standard and its amendments has been
prepared for user convenience.

CISPR 11 edition 6.2 contains the sixth edition (2015-06) [documents CISPR/B/628/
FDIS and CISPR/B/631/RVD], its amendment 1 (2016-06) [documents CISPR/B/627/

CDV
FDIS and CIS/B/719/RVD].
This Final version does not show where the technical content is modified by

amendments 1 and 2. A separate Redline version with all changes highlighted is
available in this publication.
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International Standard CISPR 11 has been prepared by CISPR Subcommittee B: Interference
relating to industrial, scientific and medical radio-frequency apparatus, to other (heavy)
industrial equipment, to overhead power lines, to high voltage equipment and to electric
traction.

This sixth edition introduces and permits type testing on components of power electronic
equipment, systems and installations. Its emission limits apply now to low voltage (LV) a.c.
and d.c. power ports, irrespective of the direction of power transmission. Several limits were
adapted to the practical test conditions found at test sites. They are also applicable now tg
power electronic ISM RF equipment used for wireless power transfer (WPT), for instant power
supply and charging purposes. The limits in the range 1 GHz to 18 GHz apply now to CW-type
disturbances and to fluctuating disturbances in a similar, uniform and technology-neutraliway.
For these measurements, two alternative methods of measurement are available, the
traditional log-AV method and the new APD method.

For measurements at LV d.c. power ports of power electronic equipment, a modern
implementation of the 150 Q Delta-network specified in CISPR 16-1-2| has been made
available.

This International Standard CISPR 11 has the status of a Product~Family EMC standard in
accordance with IEC Guide 107, Electromagnetic compatibility’~ Guide to the drafting of
electromagnetic compatibility publications (2014).

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

The committee has decided that the contents of the/base publication and its amendments will
remain unchanged until the stability date.\indicated on the I|IEC web site under
"http://webstore.iec.ch” in the data related te”/the specific publication. At this date, the
publication will be

e reconfirmed,
e withdrawn,
e replaced by a revised edition, or

e amended.

IMPORTANT — The 'cofour inside' logo on the cover page of this publication indicates
that it contains, “colours which are considered to be useful for the correct
understanding, efits contents. Users should therefore print this document using a
colour printer-
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The main content of this standard is based on CISPR Recommendation No. 39/2 given below:

RECOMMENDATION No. 39/2

oot et te T o troY

of industrial, scientific and medical (ISM) radio-frequency equipment
The CISPR

CONSIDERING
a) that ISM RF equipment is an important source of disturbance;

b) that methods of measuring such disturbances have been prescribed by the CISRR;

c) that certain frequencies are designated by the International Telecommunication Union
(ITU) for unrestricted radiation from ISM equipment,

RECOMMENDS

that the latest edition of CISPR 11 be used for the application efi\limits and methods of
measurement of ISM equipment.
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INTRODUCTION
This CISPR publication contains, amongst common requirements for the control of RF

disturbances from equipment intended for use in industrial, scientific, and medical electrical
applications, specific requirements for the control of RF disturbances caused by ISM RF

applications In the meaning of the definition of the International Telecommunication Union
(ITU), see also Definition 3.13 in this International Standard. CISPR and ITU share their
responsibility for the protection of radio services in respect of the use of ISM RF applications.

The CISPR is concerned with the control of RF disturbances from ISM RF applications. ©y
means of an assessment of these disturbances either at a standardised test site or, for lan
individual ISM RF application which cannot be tested at such a site, at its place of operation.
Consequently, this CISPR Publication covers requirements for conformity assessment of both,
equipment assessed by means of type tests at standardised test sites or of~individual
equipment under in situ conditions.

The ITU is concerned with the control of RF disturbances from ISM RF.'applications during
normal operation and use of the respective equipment at its place- of operation (see
Definition 1.15 in the ITU Radio Regulations). There, use of_%adio-frequency energy
decoupled from the ISM RF application by radiation, inductiong0r capacitive coupling is
restricted to the location of that individual application.

This CISPR publication contains, in 6.3, the essential) emission requirements for an
assessment of RF disturbances from ISM RF applications-at standardised test sites. These
requirements allow for type testing of ISM RF applications operated at frequencies up to
18 GHz. It further contains, in 6.4, the essential{ emission requirements for an in situ
assessment of RF disturbances from individual ISMyRF applications in the frequency range up
to 1 GHz. All requirements were established (in,'close collaboration with the ITU and enjoy
approval of the ITU.

However, for operation and use of several types of ISM RF applications the manufacturer,
installer and/or customer should be aware of additional national provisions regarding possible
licensing and particular protection. needs of local radio services and applications. Depending
on the country concerned, such" additional provisions may apply to individual ISM RF
applications operated at frequencies outsides designated ISM bands (see Table 1). They also
may apply to ISM RF applications operated at frequencies above 18 GHz. For the latter type
of applications, local protection of radio services and appliances requires an accomplishment
of the conformity assessment by application of the relevant national provisions in the
frequency range abeve 18 GHz in accordance with vested interests of the ITU and national
administrations. These additional national provisions may apply to spurious emissions,
emissions appedring at harmonics of the operation frequency, and to wanted emissions at the
operation frequency allocated outside a designated ISM band in the frequency range above
18 GHz.

Recommendations of CISPR for the protection of radio services in particular areas are found
inAgriex E of this International Standard.

Definition 1.15 of the ITU Radio Regulations reads as follows:

1.15 industrial, scientific and medical (ISM) applications (of radio frequency energy):

Operation of equipment or appliances designed to generate and use locally radio frequency
energy for industrial, scientific, medical, domestic or similar purposes, excluding applications
in the field of telecommunications.

[ITU Radio Regulations Volume 1: 2012 — Chapter |, Definition 1.15]



https://iecnorm.com/api/?name=3e569e18e2d67b16a6a5db5c151832cd

-12 - CISPR 11:2015+AMD1:2016
+AMD2:2019 CSV © |IEC 2019

Introduction to Amendment 1
This Amendment introduces the fully-anechoic room (FAR) for measurements of the

disturbance field strength in the range 30 MHz to 1 GHz on equipment in the scope of
CISPR 11.

It contains the complete set of requirements for measurement of radiated disturbances from
equipment fitting into the validated test volume of a given FAR. It specifies a separation
distance of 3 m and restricts use of the FAR to measurements on table-top equipment.

At the moment the FAR can be used:

e for measurements on table-top equipment fitting into the validated test volume of.the given
FAR,

o for a separation distance of 3 m only, and

e if the FAR was validated according to CISPR 16-1-4.

The limits for class A and class B group 1 equipment in this CDV base on the limits in the
generic emission standards IEC 61000-6-3:2006/AMD 1 (2010) and
IEC 61000-6-4:2006/AMD 1 (2010). The limits for class A and yclass B group 2 equipment
were derived using the same approximation formula as used when deriving the limits for the

generic emission standards in mid of the years 2000 to 2010.\CISPR/H/104/INF, published in
2005, gives detailed explanations how these limits for the,FAR were derived.

More detailed background information is still found ilN\CISPR/B/627/CDV.

CISPR/B WGL1 in October 2015

Introduction to the Amendment 2

This AMD 2 combines the cpntents of two fragments which have been circulated as
CIS/B/688/CDV (f2) and CIS/BI697/CDV (f3).

Fragment 2: Requirements’for semiconductor power converters (SPC)

CISPR 11 Ed. 6.1\neéds to be supplemented with further information for full inclusion of type
test requirements’ for SPCs specified hereafter. These requirements apply only to the
following types_of equipment:

a) powelseonversion equipment intended for assembly into photovoltaic power generating
systems, such as grid connected power converters (GCPCs) and d.c. to d.c. converters,

b).GCPCs intended for assembly into energy storage systems.

Fragment 3: Improvement of repeatability for measurements in the frequency range 1-18 GHz

Based on the comments from the National Committees on CIS/B/662/DC, CIS/B/WG1 decided

on-its mnnting in I—lang7hm| 2016 to amend the test prnr‘pdnrn for group 2 nqnipmnnf in the

frequency range 1 to 18 GHz for the following reasons:

a) CISPR 11 allows final measurements on group 2 equipment operating at frequencies
above 400 MHz with two different weighting functions, the traditional “LogAV detector”
with a video bandwidth of 10 Hz and the new APD method, where the Amplitude
Probability Distribution is evaluated.

With the alignment of emission requirements for sources of fluctuating emissions with those
generating CW-type emissions (Fraction 4 of the last general maintenance of CISPR 11) for
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most of the frequency range 1 to 18 GHz the peak detector is used mostly for preliminary
measurements, while the number of final measurements with the LogAV detector has been
increased from 2 frequencies to max. 7 frequencies.

In parallel, with fraction 3, the APD detector has been introduced, but only with the

traditiomat2—fimat—frequencies (one T the range L GHZ t0 2.4~ GHZz and one 1T the range
2,5 GHz to 18 GHz).

The number of final frequencies to be measured should be aligned for both weighting
functions.

b) During practical measurements cases have been observed, where the critical frequency
changed between preliminary and final measurement by more than 5 MHz. Thettange of
10 MHz for weighted measurements (x5 MHz from highest peak emission) seems
therefore not always to be sufficient.

An extension of this frequency range seems advisable and could increase theyepeatability.

In the range 11,7 to 12,7 GHz, an EUT fails immediately if one peak) exceeds the limit of
73 dB[pV/m]. Observations on a big number of different microwave-ovens have shown that
during the final measurement (at least 2 min) such peaks may occur very seldom, and with a
very short duration, and an estimated overall duration of less than 1 % of the measuring time.

A state-of-the-art digital communication service should*®bé able to tolerate such peaks.
Meanwhile, in countries where broadcasting systems,Mwhich are already standardized and
widely spread and is difficult to avoid disturbance by such peaks, are under operation,
additional limits could be separately introduced as-hecessary.

c) The repeatability of the peak measuremgnton microwave ovens is poor. Moreover, the
sheer height of the highest peak emission, without information on its duration and
repetition rate, provides very limited information on the real disturbance potential.

Measurements with both of the weightihg methods have a significantly better repeatability and
should, by their physical nature, give a better judgement for the disturbing potential of the
EUT on digital radio services.

d) The conditions for preliminary and final measurements became ambiguous in Edition 6.0
(CISPR 11:2015), particularly regarding the required test time. Furthermore, it has been
found that, in some.cases, a duration of 20 s for the preliminary peak measurement may
not be enough. To)further increase the repeatability, WG1 decided not to divide the peak
measurements.lanymore into preliminary and final measurements, but to require a 2-
minute max-held peak measurement at every azimuth.

CISPR SC(B'WG1 agreed to present the following proposals to the National Committees:

1) Define the same 7 final frequency ranges for the APD method as already defined for the
LogAV method (detector).
2)_Extend the frequency range for the final weighted measurement to 20 MHz.

For the APD method this would mean to measure on 5 final frequencies, the critical frequency
itself, +/- 5 MHz and +/- 10 MHz.

For the LogAV detector, the requirement remains to perform for the final measurements at
least 5 consecutive sweeps in max hold mode. The test time increases accordingly, and
coverage of the fluctuations is the same as before.

3) Change the peak limit in Table 13 to a constant value of 70 dB[uV/m] throughout the
frequency range and replace the requirement of a final peak measurement in the range
11,7 GHz to 12,7 GHz by a requirement of an additional weighted measurement at the
frequency of the highest peak emission in this range. This may lead to a maximum of
8 final weighted measurements.
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4) Discard the distinction between preliminary and final peak measurements and make
instead the peak measurements on all azimuths for 2 minutes.
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INDUSTRIAL, SCIENTIFIC AND MEDICAL EQUIPMENT —
RADIO-FREQUENCY DISTURBANCE CHARACTERISTICS —
LIMITS AND METHODS OF MEASUREMENT

1 Scope

This International Standard applies to industrial, scientific and medical electrical equipment
operating in the frequency range 0 Hz to 400 GHz and to domestic and similar appliances
designed to generate and/or use locally radio-frequency energy.

This standard covers emission requirements related to radio-frequency (RF) disturbances in
the frequency range of 9 kHz to 400 GHz. Measurements need only /e performed in
frequency ranges where limits are specified in Clause 6.

For ISM RF applications in the meaning of the definition found in th&.¥TU Radio Regulations
(see Definition 3.13), this standard covers emission requirementsytelated to radio-frequency
disturbances in the frequency range of 9 kHz to 18 GHz.

NOTE Emission requirements for induction cooking appliances are speéified in CISPR 14-1 [1]1.

Requirements for ISM RF lighting equipment and UVhirradiators operating at frequencies
within the ISM frequency bands defined by the ITUNMRadio Regulations are contained in this
standard.

Equipment covered by other CISPR produ¢t and product family emission standards are
excluded from the scope of this standard.

2 Normative references

The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and
are indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For
undated references, the,*latest edition of the referenced document (including any
amendments) applies.

CISPR 16-1-1:2010; Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus
and methods ~'Part 1-1: Radio disturbance and immunity measuring apparatus — Measuring
apparatus

CISPR 16-1-1:2010/AMD 1:2010

CISPR 16-1-1:2010/AMD 2:2014

CISPR 16-1-2:2014, Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus
and methods — Part 1-2: Radio disturbance and immunity measuring apparatus — Coupling
devices for conducted disturbance measurements

CISPR 16-1-4:2010, Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus

and methods — Part 1-4: Radio disturbance and immunity measuring apparatus — Antennas
and test sites for radiated disturbance measurements
CISPR 16-1-4:2010/AMD 1:2012

1 Figures in square brackets refer to the Bibliography.
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CISPR 16-2-1:2014, Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus
and methods — Part 2-1: Methods of measurement of disturbances and immunity — Conducted
disturbance measurements

CISPR 16-2-3:2010, Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus

angmethods — Part 2-37 Methods of Measurenment of aiSturtances and mmmurity — Radiated
disturbance measurements

CISPR 16-2-3:2010/AMD 1:2010

CISPR 16-2-3:2010/AMD 2:2014

CISPR 16-4-2:2011, Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus
and methods - Part 4-2: Uncertainties, statistics and limit modelling - Measuring
instrumentation uncertainty

CISPR 16-4-2:2011/AMD 1:2014

IEC 60050-161:1990, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) ~— Chapter 161:
Electromagnetic compatibility

IEC 60601-1-2:2014, Medical electrical equipment — Part 1-2: Generakrequirements for basic
safety and essential performance — Collateral standard: Electromagnetic disturbances -
Requirements and tests

IEC 60601-2-2:2009, Medical electrical equipment — Part 2-2:" Particular requirements for the
basic safety and essential performance of high frequerncy surgical equipment and high
frequency surgical accessories

IEC 60974-10:2014, Arc welding equipment — Rart 10: Electromagnetic compatibility (EMC)
requirements

IEC 61307:2011, Industrial microwave-<heating installations — Test methods for the
determination of power output

IEC 62135-2:2007, Resistance welding equipment — Part 2: Electromagnetic compatibility
(EMC) requirements

ITU Radio Regulations (2012), Radio regulations, Volume 3 - Resolutions and
recommendations, Resolution no. 63 (available at http://www.itu.int/pub/R-REG-RR-2012)

3 Terms and-definitions

For the purposes of this document, the terms and definitions given in IEC 60050-161, as well
as the following, apply.

3.k

a{C. mains power port

port used to connect to a public low voltage a.c. mains power distribution network or other low
voltage a.c. mains installation

3.2

arc welding equipment

equipment for applying current and voltage and having the required characteristics suitable
for arc welding and allied processes
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3.3

artificial mains network

AMN

network that provides a defined impedance to the EUT at radio frequencies, couples the
disturbance voltage to the measuring receiver and decouples the test circuit from the supply

mains

Note 1 to entry: There are two basic types of AMN, the V-network (V-AMN) which couples the unsymmetrical
voltages, and the Delta-network which couples the symmetric and the asymmetric voltages separately.

Note 2 to entry: The terms line impedance stabilization network (LISN) and V-AMN are used interchangeably.

3.4

boundary of the equipment under test

imaginary straight line periphery describing a simple geometric configuration eneompassing
the equipment under test

Note 1 to entry: All interconnecting cables are included within this boundary.

3.5

component

product which serves a specific function or functions and which is intended for use in a higher
order assembled equipment or system

3.6

d.c. artificial network

artificial d.c. network

DC-AN

artificial network that provides defined terminatiop to the EUT’s d.c. power port under test
while also providing the necessary decoupling. from conducted disturbances originating from
the laboratory d.c. power source or from the foad

3.7

d.c. power port

port used to connect to a low voltage d.c. power generating system or energy storage, or to
another source/load

Note 1 to entry: Such a system-may be for example a photovoltaic or a fuel cell power generating system, or also
a battery.

3.8

electro-dischargé/machining (EDM) equipment

EDM equipment

all the necessary units for the spark erosion process including the machine tool, the
generator, ‘eontrol circuits, the working fluid container and integral devices

3.9

electromagnetic radiation

1) phenomenon by which energy in the form of electromagnetic waves emanates from a
source into space

2) energy transferred through space in the form of electromagnetic waves

Note 1 to entry: By extension, the term "electromagnetic radiation" sometimes also covers induction phenomena.

[SOURCE: IEC 60050-161:1990, 161-01-10]



https://iecnorm.com/api/?name=3e569e18e2d67b16a6a5db5c151832cd

- 18 - CISPR 11:2015+AMD1:2016
+AMD2:2019 CSV © |IEC 2019

3.10

equipment for resistance welding and allied processes

all equipment associated with carrying out the processes of resistance welding or allied
processes consisting of e.g. power source, electrodes, tooling and associated control
equipment, which may be a separate unit or part of a complex machine

3.11

grid connected power converter

GCPC

power converter connected to an a.c. mains power distribution network or other a.c. mains
installation and used in a power generating system

3.12

high power electronic system and equipment

one or more semiconductor power converters with a combined rated power ‘greater than
75 kVA, or an equipment containing such converters

Note 1 to entry: Examples of such high power electronic equipment are semiconductor power converters for
application in UPS (Uninterruptible Power Systems) and PDS (Power Drive Systems),

3.13

industrial, scientific and medical (ISM) applications (of radig-frequency energy)

ISM applications (of radio frequency energy)

operation of equipment or appliances designed to generaté -and use locally radio frequency
energy for industrial, scientific, medical, domestic or similar purposes, excluding applications
in the field of telecommunications

Note 1 to entry: Typical applications are the production ‘ef) physical, biological, or chemical effects such as
heating, ionisation of gases, mechanical vibrations, hair,\removal, acceleration of charged particles. A non-
exhaustive list of examples is given in Annex A.

[SOURCE: ITU Radio Regulations Volumie 1: 2012 — Chapter I, Definition 1.15]

3.14

ISM RF equipment and appliances

equipment or appliances designéd to generate and/or use locally radio-frequency energy for
industrial, scientific, medical,“domestic or similar purposes, excluding applications in the field
of telecommunications andtinformation technology and other applications covered by other
CISPR publications

Note 2 to entry: The, abbreviation “ISM RF” is used throughout this standard for such equipment or appliances
only.

3.15

low voltage

LV

a set'‘ofivoltage levels used for the distribution of electricity and whose upper limit is generally
aceepted to be 1 000 V a.c. or 1 500 V d.c.

[SOURCE: IEC 60050-601:1985, 601-01-26, modified — addition of the words "or 1 500 V
d.c."]

3.16

photovoltaic power generating system

electric power generating system which uses the photovoltaic effect to convert solar power
into electricity
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3.17

small size equipment

equipment, either positioned on a table top or standing on the floor which, including its cables
fits in an imaginary cylindrical test volume of 1,2 m in diameter and 1,5 m height (to ground
plane)

3.18

spark erosion

removal of material in a dielectric working fluid by electro-discharges, which are separated in
time and randomly distributed in space, between two electrically conductive electrodes (the
tool electrode and the work piece electrode), and where the energy in the discharge)‘is
controlled

3.19

type test

test of one or more devices made to a certain design to show that the design*meets certain
specifications

Note 1 to entry: Recognition of a type test as type approval may depend on national or regional regulation, see
H.2 in Annex H.

3.20

fully-anechoic room

FAR

shielded enclosure, the internal surfaces of which are\ lined with radio-frequency-energy
absorbing material (i.e. RF absorber) that absorbs electromagnetic energy in the frequency
range of interest

3.21

open-area test site

OATS

facility used for measurements of electfomagnetic fields the intention for which is to simulate
a semi-free-space environment over‘a specified frequency range that is used for radiated
emission testing of products

Note 1 to entry: An OATS typically.is located outdoors in an open area, and has an electrically-conducting ground
plane.

3.22

semi-anechoic chamber

SAC

shielded enclosufe, in which five of the six internal surfaces are lined with radio-frequency
energy absorbing material (i.e. RF absorber) that absorbs electromagnetic energy in the
frequency ¢ange of interest, and the bottom horizontal surface is a conducting ground plane
for use with OATS test set-ups

3.23

power conversion equipment

electrical device converting one form of electrical power to another form of electrical power
with respect to voltage, current, frequency, phase and the number of phases

[SOURCE: |EC 62020:2017 3.3]

4 Frequencies designated for ISM use

Certain frequencies are designated by the International Telecommunication Union (ITU) for
use as fundamental frequencies for ISM RF applications (see also Definition 3.13). These
frequencies are listed in Table 1.
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NOTE In individual countries different or additional frequencies can be designated for use by ISM RF
applications.

Table 1 — Frequencies in the radio-frequency (RF) range designated by ITU
for use as fundamental ISM frequencies

Number of appropriate
Centre frequency Frequency range Maximum radiation footnote to the table of
limit b frequency allocation of
MHz MHz the ITU Radio
Regulations &
6,780 6,765 — 6,795 Under consideration 5.138
13,560 13,553 - 13,567 Unrestricted 5.150
27,120 26,957 — 27,283 Unrestricted 5.150
40,680 40,66 — 40,70 Unrestricted 5.150
433,920 433,05 — 434,79 Under consideration 5.138 in Region 1, except
coufitties mentioned in
5.280
915,000 902 — 928 Unrestricted 5:150 in Region 2 only
2 450 2 400 - 2 500 Unrestricted 5.150
5 800 5725 -5 875 Unrestricted 5.150
24 125 24 000 — 24 250 Unrestricted 5.150
61 250 61 000 — 61 500 Under consideration 5.138
122 500 122 000 — 123 000 Underleonsideration 5.138
245 000 244 000 — 246 000 Under consideration 5.138

a8 Resolution No. 63 of the ITU Radio Regulations applies.

The term “unrestricted” applies to the fundamentalsand all other frequency components falling within the
designated band. Outside of ITU designated ISM~bands the limits for the disturbance voltage and radiation
disturbance in this standard apply.

5 Classification of equipment

5.1 Separation into groups

In order to simplify identification of the relevant limits, equipment in the scope of this standard
is categorized into two)groups, i.e. into group 1 and group 2.

Group 1 equipmeént: group 1 contains all equipment in the scope of this standard which is not
classified as.groeup 2 equipment.

Group.2_equipment: group 2 contains all ISM RF equipment in which radio-frequency energy
in the.frequency range 9 kHz to 400 GHz is intentionally generated and used or only used
locally, in the form of electromagnetic radiation, inductive and/or capacitive coupling, for the
fréatment of material, for inspection/analysis purposes, or for transfer of electromagnetic
energy.

NOTE See Annex A for examples of the separation of equipment into group 1 or 2.

5.2 Division into classes

In accordance with the intended use of equipment in the electromagnetic environment, this
standard defines two classes of equipment, namely class A and class B.

Class A equipment is equipment suitable for use in all locations other than those allocated in
residential environments and those directly connected to a low voltage power supply network
which supplies buildings used for domestic purposes.
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Class A equipment shall meet class A limits.

Arc welding equipment which contains arc striking or stabilizing devices and stand-alone arc
striking or stabilizing devices for arc welding shall be classified as class A equipment.

Class B equipment is equipment suitable for use in locations in residential environments and
in establishments directly connected to a low voltage power supply network which supplies
buildings used for domestic purposes.

Class B equipment shall meet class B limits.

5.3 Documentation for the user

The manufacturer and/or supplier of equipment shall ensure that the user is informed about
the class and group of the equipment, either by labelling or by the (accompanying
documentation. In both cases the manufacturer/supplier shall explain the meaning of both the
class and the group in the documentation accompanying the equipment.

The documentation accompanying the equipment shall contain details“of any precautions to
be observed by the purchaser or user to ensure that regular ‘Operation and use of the
equipment in the field does not cause harmful radio frequerey interference (RFI). In the
framework of this standard, these details concern information-about:

o the possibility of radio frequency interference originating from operation of class A
equipment in certain environments,

e special precautions to be observed when conriecting class A equipment to a low voltage
power supply network, see Footnote a and”b in Table 2, Footnote b in Table 3 and
Footnote a in Table 6, respectively,

e measures which can be taken at installation level to reduce emissions from installed
class A equipment, see Footnote b in~Fable 2 and Footnote a in Table 8.

For class A equipment, the instructiens for use accompanying the product shall contain the
following text:

Caution: This equipment«s not intended for use in residential environments and may not
provide adequate protection to radio reception in such environments.

6 Limits of electromagnetic disturbances

6.1 General

For measusements at standardized test sites, the requirements specified hereafter constitute
the requirements for type tests.

Class‘A equipment may be measured either on a test site or in situ as preferred by the
rmanufacturer.

NOTE 1 Due to size, complexity or operating conditions some equipment may have to be measured in situ in
order to show compliance with the radiation disturbance limits specified herein.

Class B equipment shall be measured on a test site.

NOTE 2 The limits have been determined on a probabilistic basis taking into account the likelihood of
interference. In cases of interference, additional provisions may have to be applied.

The lower limit shall apply at all transition frequencies.

Measuring apparatus and methods of measurement are specified in Clauses 7, 8 and 9.
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Where this standard gives options for testing particular requirements with a choice of test
methods, compliance can be shown against any of the test methods, using the specified limits
with the restrictions provided in the relevant tables. In any situation where it is necessary to
retest the equipment, the test method originally chosen should be used in order to ensure
consistency of the results.

6.2 Group 1 equipment measured on a test site
6.2.1 Limits for conducted disturbances
6.2.1.1 General

The equipment under test shall meet either:

a) both the average limit specified for measurements with an average detector and-the quasi-
peak limit specified for measurements with a quasi-peak detector (see 7.3);c0r

b) the average limit when using a quasi-peak detector (see 7.3).

The limits for the LV d.c. power ports specified hereafter apply only to-the following types of
equipment:

a) power conversion equipment intended for assembly into phetovoltaic power generating
systems;

b) grid connected power convertors (GCPCs) intended for-assembly into energy storage
systems.

6.2.1.2 Frequency range 9 kHz to 150 kHz

In the frequency range 9 kHz to 150 kHz limits are-not specified.

6.2.1.3 Frequency range 150 kHz to 30"MHz

Limits for the disturbance voltage at low voltage a.c. mains power ports in the frequency
range 150 kHz to 30 MHz for equipfment measured on a test site using the 50 /50 uH CISPR
artificial mains network (V-AMN)*or the CISPR voltage probe (see 7.3.3 and Figure 1) are
given in Tables 2 and 4.

Limits for conducted disturbances at low voltage d.c. power ports in the frequency range
150 kHz to 30 MHz for-equipment measured on a test site using the 150 Q CISPR network
(DC-AN) (see 7.3.2:30and Annex |) or the current probe (see CISPR 16-1-2) are given in
Table 3 and 5.
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Table 2 — Disturbance voltage limits for class A group 1 equipment
measured on a test site (a.c. mains power port)

Rated power of Rated power of High power electronic
<20 kVA € > 20 kVA and < 75 kVA & € systems and equipment,
= Ratetpowetrof
requency range > 75 KVA b. ©
MHz - - -
Quasi-peak Average Quasi-peak Average Quasi-peak Average
dB(uV) dB(uV) dB(nVv) dB(nVv) dB(nVv) dB(nVv)
0,15 - 0,50 79 66 100 90 130 120
0,50 -5 73 60 86 76 125 115
90 80
decreasing linearly with
5-30 3 60 logarithm of frequency to 115 105
73 60

At the transition frequency, the more stringent limit shall apply.

For class A equipment intended to be connected solely to isolated neutral or high impedance earthed (IT)
industrial power distribution networks (see IEC 60364-1) the limits for equipment with*a rated power > 75 kVA
may be applied, regardless of its actual rated power.

NOTE A rated input or output power of 20 kVA corresponds for example_to.a current of approximately 29 A per
phase in case of 400 V three-phase power supply networks, and to a current of approximately 58 A per phase in
case of 200 V three phase power supply networks.

a

These limits apply to equipment with a rated power > 20 kVA and intended to be connected to a dedicated
power transformer or generator, and which is not connected™to low voltage (LV) overhead power lines. For
equipment not intended to be connected to a user spegifi¢ power transformer the limits for < 20 kVA apply.
The manufacturer, and/or supplier shall provide inforaiation on installation measures that can be used to
reduce emissions from the installed equipment. In_particular it shall be indicated that this equipment is
intended to be connected to a dedicated power transformer or generator and not to LV overhead power lines.

These limits apply only to high power electronic systems and equipment with a rated power greater than
75 kVA when intended to be installed as follows:

— installation is supplied from a dedicated power transformer or generator, and which is not connected to
Low Voltage (LV) overhead power lifes,

— installation is physically separated from residential environments by distance greater than 30 m or by a
structure which acts as a barfier to radiated phenomena,

— the manufacturer and/or.supplier shall indicate that this equipment meets the disturbance voltage limits
for high power electronic systems and equipment of rated input power > 75 kVA and provide information
on installation measures to be applied by the installer. In particular, it shall be indicated that this
equipment is intended to be used in an installation which is powered by a dedicated power transformer or
generator and. not'by LV overhead power lines.

Selection of thelappropriate set of limits shall be based on the rated a.c. power stated by the manufacturer.
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Table 3 — Limits for conducted disturbances of class A group 1 equipment
measured on a test site (d.c. power port)

Rated power of

Rated power of

Rated power of
> 75 kVA & b

Frequency <20 kVA 2 > 20 kVA to £ 75 KVA & b
range Voltage Iimits Voltage Iimits current irmits Voltage Iimits current rmits
MHz QP AV QP AV QP AV QP AV QP AV
dB(uV) | dB(uV) | dB(uV) | dB(nV) | dB(pA) [ dB(nA) | dB(pV) [ dB(uV) | dB(pA) | dB(nA)
0,15 97 84 116 106 72 62 132 122 88 78
to to to to to to to to to to to
5 89 76 106 96 62 52 122 112 78 68
5 106 96 62 52 122 112 78 68
to 89 76 to to to to to to to to
30 89 76 45 32 105 92 61 48

In certain frequency ranges, the limits in this table decrease linearly with logarithm of freguency.
a8 Selection of the appropriate set of limits shall be based on the rated a.c. power _stated by the manufacturer.

b These limits apply to equipment with a rated power > 20 kVA and intendéd to be installed in a large
photovoltaic power generating system by a professional. In the manual“accompanying the product, the
manufacturer, and/or supplier shall provide information on mitigation measures that can be used to reduce
emissions from the installed equipment, with the goal of preventing harmful interference to radio reception in
a distance of 30 m from the installation. In particular it shall be indicated that this equipment can be equipped
with additional filtering and that installation is physically separated\ffom residential environments by distance
greater than 30 m. The installer is invited to check the mitigated installation against CISPR 11 in-situ

measurements as indicated in clause 6.4 of this standard.

Table 4 — Disturbance voltage limits for class B group 1 equipment
measured on a test site (a.c. mains power port)

Frequency range Quasi-peak Average

MHz dB(uV) dB(nV)
66 56

0.15 — 0.50 Decreasing linearly with logarithm Decreasing linearly with logarithm
' ! of frequency to of frequency to

56 46
0,50 -5 56 46
5-30 60 50

At the transitionfreguency, the more stringent limit shall apply.

For diagnostic X-ray generators operating in intermittent mode the quasi-peak limits of
Table\2/or Table 4 can be relaxed by 20 dB.
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Table 5 — Disturbance voltage limits for class B group 1 equipment
measured on a test site (d.c. power port)

Frequency range Quasi-peak Average
MHz dB(nV) dB(nV)
84 74
0.15 — 0.50 Decreasing linearly with logarithm Decreasing linearly with logarithm
' ' of frequency to of frequency to
74 64
0,50 — 30 74 64

For measurements at LV d.c. power ports, the applicability criteria in accordance with

Table 19 apply.

Table 19 — Applicability of measurements at d.c. power ports

Cable length L

Class B group 1 equipment

ClassA'group 1 equipment

L<3m

No measurements are required

No measurement are required

3m<L<30m

For measurements, the limits in Table 5

The frequency range for measurement starts

apply

at a frequency equal to:

f(MHz) = 60/L

For.medasurements, the limits in Table 3

apply @

The*frequency range for measurement starts

at a frequency equal to:

f(MHz) = 60/L

L>30m

For measurements, the limits in Table-5

apply

For measurements, the limits in Table 3

apply @

than 30 m.

L: maximum length of a cable (in metres) connected-to an LV d.c. power port, and provided with the product or
as specified by manufacturer. Where no maximum cable length is specified, L shall be considered as longer

This table applies unless specific conditions.are given in the applicable product standard leading at least to the
same level of protection of radio reception: Product standards may define specific conditions according to their
particular application with the purposeof avoiding radiation.

8 No limits apply if the equipment'is installed using good engineering practice regarding EMC.

Examples of good engineering<practice are:
— symmetrical d.c. port(ihe configuration,
— installation interpalto the building,

— grounded métallic cable trays,

— use of shielded cables,

— managea separation distance that acts as a barrier from residential environment (eg. greater than 30 m).

If exception @ is used, the installer may refer to CISPR 11 for in-situ measurement.

6.2.2

Limits of electromagnetic radiation disturbance

6.2.2.1 General

The equipment under test shall meet the quasi-peak limits when using a quasi-peak detector.

6.2.2.2 Frequency

range 9 kHz to 150 kHz

In the frequency range 9 kHz to 150 kHz limits are not specified.
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6.2.2.3 Frequency range 150 kHz to 1 GHz

In the frequency range 150 kHz to 30 MHz limits are not specified.

In the frequency range above 30 MHz the limits refer to the electric field strength component

£ 4lo 1 4+ i PN P cliat lo
UT T TIeL i unrayrictt Tautativimruisoturuarivc,

The electromagnetic radiation disturbance limits for the frequency range 30 MHz to 1 GHz for
group 1, classes A and B equipment are specified in Table 6 and 7, respectively.
Recommendations for the protection of specific safety-related radio services are given
in Annex E and Table E.1.

On an open-area test site (OATS) or in a semi-anechoic chamber (SAC), class A equipment
can be measured at a nominal distance of 3 m, 10 m or 30 m (see information in Table 6), and
class B equipment at a nominal distance of 3 m, or 10 m (see informationn*Table 7). A
measuring distance less than 10 m is allowed only for equipment which complies with the
definition for small size equipment given in 3.17.

In a fully-anechoic room (FAR) class A or class B equipment can hetmeasured at a nominal
distance of 3 m (see information in Table 6 and Table 7), provided,that the EUT fits into the
validated test volume of the given FAR. In conjunction with measurements according to this
standard, use of the FAR is restricted to table-top equipment.
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Table 6 — Electromagnetic radiation disturbance limits
for class A group 1 equipment measured on a test site

— 27 —

OATS or SAC FAR
10 m measuring distance 3 m measuring distance b 3 m measuring distance b,c
Frequency range rated power of rated power of rated power of
MHz <20kvA 9 |>20kvA2 4] <20kvAd [ s20kvA@d | <20kvAd [>20kvA 2 d
Quasi-peak | Quasi-peak | Quasi-peak Quasi-peak Quasi-peak Quasi-peak
dB(nVv/m) dB(nVv/m) dB(nVv/m) dB(uVv/m) dB(nVv/m) dB(nVv/im)
52 62
decreasing decreasing
‘0 50 50 0 | jrearywth | heut i
frequency to frequency to
45 55
230 -1 000 47 50 57 60 52 55

On an OATS or in a SAC, class A equipment can be measured at a nominal distance '0f*3 m, 10 m or 30 m. In case
of measurements at a separation distance of 30 m, an inverse proportionality facter~of 20 dB per decade shall be
used to normalize the measured data to the specified distance for determining,compliance.

At the transition frequency, the more stringent limit shall apply.

In the frequency range 30 MHz to 230 MHz, the limit for measurements in the FAR decreases linearly with the
logarithm of frequency.

@ These limits apply to equipment with a rated power of >20 kVA and intended to be used at locations where
there is a distance greater than 30 m between the equipment and third party sensitive radio communications.
The manufacturer shall indicate in the technical documentation that this equipment is intended to be used at
locations where the separation distance to third party sensitive radio services is > 30 m. If these conditions are
not met, then the limits for < 20 kVA apply.

b The 3 m separation distance applies only to small size equipment meeting the size criterion defined in 3.17.
¢ The table-top equipment shall fit into the_validated test volume of the FAR.

4 Selection of the appropriate set of limjts'shall be based on the rated a.c. power stated by the manufacturer.

Table 7 <Electromagnetic radiation disturbance limits
for class B group 1 equipment measured on a test site

OATS or SAC FAR
10 m measuring distance | 3 m measuring distance | 3 m measuring distance a,b
Frequency range
Quasi-peak Quasi-peak Quasi-peak
PR dB(pV/m) dB(pV/m) dB(uVv/m)
42
20 40 e et
35
230 -1 000 37 47 42
Omam OATS orima SAC tlass Bequipment camrbemeasured—ata nominat-distanceof Smror0m-

At the transition frequency, the more stringent limit shall apply.

@ The 3 m separation distance applies only to small size equipment meeting the size criterion defined in 3.17.

b The table-top equipment shall fit into the validated test volume of the FAR.
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For medical electrical equipment intended to be permanently installed in shielded locations,
further provisions with regard to the measurement arrangement and load conditions are found
in IEC 60601-1-2.

6.2.2.4 Frequency range 1 GHz to 18 GHz

In the frequency range 1 GHz to 18 GHz limits are not specified.

6.2.2.5 Frequency range 18 GHz to 400 GHz

In the frequency range 18 GHz to 400 GHz limits are not specified.

6.3 Group 2 equipment measured on a test site
6.3.1 Limits for conducted disturbances
6.3.1.1 General

The equipment under test shall meet either:

a) both the average limit specified for measurements with an average detector and the quasi-
peak limit specified for measurements with a quasi-peak detector (see 7.3); or

b) the average limit when using a quasi-peak detector (see 7+3).
6.3.1.2 Frequency range 9 kHz to 150 kHz

In the frequency range 9 kHz to 150 kHz limits are pot Specified.

6.3.1.3 Frequency range 150 kHz to 30 MHz

Limits for the disturbance voltage at low, voltage a.c. mains power ports in the frequency
range 150 kHz to 30 MHz for equipment measured on a test site using the 50 /50 uH CISPR
artificial mains network (V-AMN) or the CISPR voltage probe (see 7.3.3 and Figure 1) are
given in Tables 8 and 9, except for the ITU designated frequency bands listed in Table 1
where no limits apply.

For electric welding equipmént the limits of Table 8 or 9 apply in active mode of operation. In
stand-by (or idle) mode,-the limits of Table 2 or 4 apply.

For ISM RF lighting devices operating in dedicated ISM frequency bands (defined by the ITU
in Table 1) the limits of Table 9 apply.
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Table 8 — Disturbance voltage limits for class A group 2 equipment
measured on a test site (a.c. mains power port)

Rated power of Rated power of
Erequency range < 75kVA® > 75 kVA &b
MHzZ Quasi-peak Average Quasi-peak AVerage
dB(uV) dB(nVv) dB(uV) dB(uV)
0,15 - 10,50 100 90 130 120
0,50-5 86 76 125 115
90 80
5_30 decreasing Ifirezahrglzv;tthologarithm of 115 105
73 60

At the transition frequency, the more stringent limit shall apply.

For class A equipment with a rated power < 75 kVA intended to be connected solely to isolated neutral or high
impedance earthed (IT) industrial power distribution networks (see IEC 60364-1) the limits defined for group 2
equipment with a rated power > 75 kVA may be applied.

a8 The manufacturer and/or supplier shall provide information on installationtmeasures that can be used to
reduce emissions from the installed equipment.

b Selection of the appropriate set of limits shall be based on the rated a.c\gpower stated by the manufacturer.

NOTE A rated input or output power of 75 kVA corresponds for-example to a current of approximately 108 A per
phase in case of 400 V three phase power supply networks apd\{0-a current of approximately 216 A per phase in
case of 200 V three phase power supply networks.

High-frequency (HF) surgical equipment shallk.meet the limits of Table 2 or 4 specified for
group 1 equipment, in stand-by mode ofyoperation. For high-frequency (HF) surgical
equipment operating at frequencies outside designated ISM bands (see Table 1), these limits
also apply at the operating frequency and inside the designated frequency bands. The related
measurements shall be performed in. a‘test arrangement in accordance with IEC 60601-2-2.

Table 9 — Disturbange voltage limits for class B group 2 equipment
measured on a test site (a.c. mains power port)

Frequency range Quasi-peak Average

MHz dB(nV) dB(nV)
66 56

0.150 50 Decreasing linearly with logarithm Decreasing linearly with logarithm
' ' of frequency to of frequency to

56 46
0,50 -5 56 46
5-30 60 50

At\the transition frequency, the more stringent limit shall apply.

6.3.2

Limits of electromagnetic radiation disturbance

6.3.2.1 General

The equipment under test shall meet the limits when using a measuring instrument with a
peak, quasi-peak or average detector as indicated in the appropriate table.

Up to 30 MHz the limits refer to the magnetic component of the electromagnetic radiation
disturbance. Above 30 MHz the limits refer to the electric field strength component of the
electromagnetic radiation disturbance.


https://iecnorm.com/api/?name=3e569e18e2d67b16a6a5db5c151832cd

- 30 - CISPR 11:2015+AMD1:2016
+AMD2:2019 CSV © |IEC 2019

6.3.2.2 Frequency range 9 kHz to 150 kHz

In the frequency range 9 kHz to 150 kHz limits are not specified.

6.3.2.3 Frequency range 150 kHz to 1 GHz

Except for the designated frequency range listed in Table 1, the electromagnetic radiation
disturbance limits for the frequency range 150 kHz to 1 GHz for group 2 class A equipment
are specified in Table 10; and for group 2 class B equipment in Table 12.

The limits in Tables 10 and 12 apply to all electromagnetic disturbances at all frequencies not
exempted according to Table 1 Footnote b).

For class A resistance welding equipment the limits of Table 10 apply in the frequency range
30 MHz to 1 GHz in active mode of operation. In stand-by (or idle) mode, the limits' of Table 6
apply. For class B resistance welding equipment the limits of Table 12 apply in.active mode of
operation. In stand-by (or idle) mode, the limits of Table 7 apply.

For class A arc welding equipment the limits of Table 11 apply in active.mode of operation. In
stand-by (or idle) mode, the limits of Table 6 apply. For class B are*welding equipment the
limits of Table 7 apply in active mode of operation and in stand-by«or idle) mode.

For class A EDM equipment the limits of Table 11 apply.

For ISM RF lighting devices operating in dedicated ISM frequency bands (defined by the ITU
in Table 1) the limits of Table 12 apply.

For high-frequency (HF) surgical equipment, the’ limits of Table 6 or 7 apply. High-frequency
(HF) surgical equipment shall meet the respective limits when tested in stand-by mode of
operation.

Recommendations for the protectign of specific safety services are given in Annex E and
Table E.1.

On an open-area test site (OATS) or in a semi-anechoic chamber (SAC), class A equipment
can be measured at a nofinal distance of 3 m, 10 m or 30 m, and class B equipment at a
nominal distance of 3 m'0r' 10 m (see Tables 10 and 12).

In the frequency range 30 MHz to 1 GHz, a measuring distance of 3 m is allowed only for
equipment whichscomplies with the definition given in 3.17.

In a fullysanechoic room (FAR) class A or class B equipment can be measured at a nominal
distancé of 3 m, provided that the EUT fits into the validated test volume of the given FAR. In
conjunction with measurements according to this standard, use of the FAR is restricted to
table*top equipment.

For group 2 class A or B equipment other than EDM or arc welding, measurements in the FAR
in the range 30 MHz to 1 GHz shall be supplemented by measurement of the magnetic
component of the disturbance field strength in the range 150 kHz to 30 MHz, at an OATS or in

T SAC,See afso footnote bim T apte Toandfootnote ¢ i T abie 12
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Table 10 — Electromagnetic radiation disturbance limits
for class A group 2 equipment measured on a test site

OATS or SAC H FAR
Limits for a measuring distance D in m
D=30m D=10m D=3m?2 D=3mab
Frequency
range Electric Magnetic Electric Magnetic Electric Magnetic Electric
MHz field field field field field field field
Quasi-peak Quasi- Quasi-peak Quasi- Quasi- Quasi-peak | Quasi-peak
peak peak peak
dB(uV/m) dB(pA/m) dB(uV/m) dB(pA/m) | dB(pV/m) dB(pA/m) dB(pV/m)
0,15 - 0,49 - 33,5 - 57,5 - 82 —
0,49 — 1,705 - 23,5 - 47,5 - 72 —
1,705 - 2,194 - 28,5 - 52,5 - 77 —
2,194 - 3,95 - 23,5 - 43,5 - 68 -
68
decreasing
linearly with
3,95-11 - 8,5 - 18,5 - logarithm of -
frequency
to
28,5
11 -20 - 8,5 - 18,5 - 28,5 -
20 - 30 - -1,5 - 8,5 - 18,5 -
30 — 47 58 - 68 - 78 - 80 to 78
47 — 53,91 40 - 50 - 60 - 60
53,91 — 54,56 40 - 50 - 60 - 60
54,56 — 68 40 - 50 - 60 - 60 to 59
68 — 80,872 53 - 63 - 73 - 72
80,872 — 81,848 68 - 78 - 88 - 87
81,848 — 87 53 - 63 - 73 - 72to 71
87 — 134,786 50 = 60 - 70 - 68 to 67
134,786 — 60 — 70 — 80 . 77
136,414
136,414 — 156 50 - 60 - 70 - 67 to 66
156 — 174 64 - 74 - 84 - 80
174 — 188,7 40 - 50 - 60 - 56
188,7 — 190,979 50 - 60 - 70 - 66
190,979 — 230 40 - 50 - 60 - 56 to 55
230 - 400 50 - 60 - 70 - 65
400 ~4%0 53 - 63 - 73 - 68
470 51 000 50 - 60 - 70 - 65

On.an OATS or in a SAC, class A equipment can be measured at a nominal distance of 3 m, 10 m or 30 m. A
measuring distance less than 10 m is allowed only for equipment which complies with the definition given in 3.17.

At the transition frequency, the more stringent limit shall apply. In certain frequency ranges, the limit for
measurements in the FAR decreases linearly with the logarithm of frequency.

a8 In the frequency range 30 MHz to 1 GHz, the 3 m separation distance applies only to small size equipment
meeting the size criterion defined in 3.17.

The table-top equipment shall fit into the validated test volume of the FAR. In the range below 30 MHz, such
group 2 equipment shall be measured at an OATS or in a SAC (see limits in the respective magnetic field
column in this table).
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Table 11 — Electromagnetic radiation disturbance limits
for class A EDM and arc welding equipment measured on a test site

OATS or SAC FAR
10 m measuring distance | 3 m measuring distance & 3 m measuring distance &P
Flcqucu\.y range
Quasi-peak Quasi-peak Quasi-peak
MHz
dB(nVv/m) dB(uV/m) dB(uV/m)

80 90 102

Decreasing linearly with Decreasing linearly with Decreasing linearly with
30 - 230 ) ) h

logarithm of frequency to logarithm of frequency to logarithm of frequency.to

60 70 75

230 - 1 000 60 70 75

On an OATS or in a SAC, class A equipment can be measured at a nominal distance of 3 m, 10 m~0r 30 m. In case
of measurements at a separation distance of 30 m, an inverse proportionality factor of 20 dB.per decade shall be
used to normalize the measured data to the specified distance for determining compliance.

@ The 3 m separation distance applies only to small size equipment meeting the size etiterion defined in 3.17.

b The table-top equipment shall fit into the validated test volume of the FAR.
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Table 12 — Electromagnetic radiation disturbance limits
for class B group 2 equipment measured on a test site

OATS or SAC || FAR
Limits for a measuring distance D in m
D=10m D=3m?b D=3m D=3m¢
Frequency range — -
Electric field Magnetic Electric field
MHz field
Quasi- Average 2 Quasi- Average 2 | Quasi-peak Quasi- Average
peak peak peak
dB(nVv/m) dB(pVv/m) dB(pnA/m) dB(uV/m)
39
Decreasing
linearly with
0,15 - 30 - - - - the logarithm
of frequency
to
3
30 - 80,872 30 25 40 35 - 42 to 39 37 to 34
80,872 — 81,848 50 45 60 55 — 59 54
81,848 — 134,786 30 25 40 35 - 39 to 37 34 to 32
134,786 — 136,414 50 45 60 55 - 57 52
136,414 — 230 30 25 40 35 - 37 to 35 32 to 30
230 -1 000 37 32 47 42 - 42 37

On an OATS or in a SAC, class B equipment can be medsured at a nominal distance of 3 m or 10 m.

At the transition frequency, the more stringent limit shall apply. In certain frequency ranges, the limit for
measurements in the FAR decrease linearly with the logarithm of frequency.

a8 The average limits apply to magnetron drivén equipment and microwave ovens only. If magnetron driven
equipment or microwave ovens exceed\the quasi-peak limit at certain frequencies, then the measurement
shall be repeated at these frequencies _with the average detector and the average limits specified in this table

apply.

In the frequency range 30 MHzto"1 GHz, the 3 m separation distance applies only to small size equipment
meeting the size criterion defined in 3.17.

¢ The table-top equipment shall fit into the validated test volume of the FAR. In the range below 30 MHz, such
group 2 equipment shall*be measured at an OATS or in a SAC (see limits in the respective magnetic field
column in this table):

6.3.2.4 Frequency range 1 GHz to 18 GHz

The limits)in the frequency range 1 GHz to 18 GHz apply only to group 2 equipment operating
at frequencies above 400 MHz. The limits specified in the Tables 13 to 15 apply only to
RR.disturbances appearing outside designated ISM bands as listed in Table 1.

The electromagnetic radiation disturbance limits for the frequency range 1 GHz to 18 GHz are
specified in Tables 13 to 15. The equipment shall meet either the limits of Table 13, or at least
the limits of Table 14 or Table 15 (see decision tree in 9.4.1, Figure 12).

ISM RF lighting devices operating in dedicated ISM frequency bands (defined by the ITU in
Table 1) shall either meet the class B limits of Table 13 or at least the limits of Table 14.

For microwave-powered UV irradiators, the limits specified in Table 13 apply.

Recommendations for the protection of specific safety services are given in Annex E and
Table E.1.
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Table 13 — Electromagnetic radiation disturbance peak limits for
group 2 equipment operating at frequencies above 400 MHz

Frequency range Limits for a measurement distance of 3 m
Peak
GHz dB(nVv/m)
1-18 Class A Class B
Within harmonic frequency bands 822 70
Outside harmonic frequency 70 70
bands

Peak measurements with a resolution bandwidth of 1 MHz and a video signal bandwidth (VBW) highgr than or
equal to 1 MHz. The recommended VBW is 3 MHz.

NOTE In this table, “harmonic frequency bands” means the frequency bands which are multiples of the ISM
bands allocated above 1 GHz.

a8 At the upper and lower edge frequency of harmonic frequency bands, the more stringent limit of 70 dB(uV/m)

applies.

Table 14 — Electromagnetic radiation disturbance we€ighted limits for
group 2 equipment operating at frequencies’above 400 MHz

Frequency range Limits for a measuring distance of 3 m
weighted
GHz dB(nVv/m)
1-2,4 60
2,5-5,725 60
5,875 - 18 60

Weighted measurements shall be performed”with a resolution bandwidth of 1 MHz and a video bandwidth of
10 Hz.

To check conformance with the limits of this table, weighted measurements shall be performed in all the following
frequency ranges, in which the limit of\able 13 was exceeded during the peak measurement:

a) 1,0 GHz -2,4 GHz &

b) 2,5 GHz - 6,125 GHz (outside the band 5,72 GHz - 5,88 GHz) &;
c) 6,125 GHz - 8,575(GHz;

d) 8,575 GHz (11,025 GHz;

e) 11,025.GHz - 13,475 GHz b,

f) 137475 GHz - 15,925 GHz;

@) \15,925 GHz - 18,0 GHz @.

At sub-ranges where the limit of Table 13 was exceeded, a weighted measurement shall be performed with a
span of 20 MHz around the centre frequency adjusted to the frequency of the highest disturbance level in the
respective sub-range.

a

...... 1

H-eases—where-thefregrency-of-hghestemissierdurngpeaktreasurementisFound-—cleserthan360-MHzfrom
the frequency edges 1 GHz, 2,4 GHz, 2,5 GHz, 5,72 GHz, 5,88 GHz or 18 GHz, the span for weighted
measurements shall remain 20 MHz, but in such a case, the centre frequency shall be adjusted so that the
frequency edges are not exceeded.

In any case, a final weighted measurement shall be performed at the frequency of the highest emission, which
exceeds the limit of Table 13 in the frequency range 11,7 GHz — 12,7 GHz for satellite downlink. If the highest
disturbance level in this sub-range is outside of the range for satellite downlink, in this sub-range two final
measurements shall be performed.

NOTE See Annex B for further guidance on the use of the spectrum analyzer.
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Table 15 — Electromagnetic radiation disturbance APD level corresponding to
10-1 limits for class B group 2 equipment operating at frequencies above 400 MHz

Frequency range Limits for a measurement distance of 3 m
APD level corresponding to 107+
GHz dB(uV/m)
1-24 70
2,5-5,725 70
5,875 - 18 70

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g9)

a

To check conformance with the limits of this table, APD measurements shall be performed in all thetfelfowing
frequency sub-ranges, in which the limit of Table 13 was exceeded during the peak measurement:

1,0 GHz - 2,4 GHz &;

2,5 GHz - 6,125 GHz (outside the band 5,72 GHz — 5,88 GHz) &
6,125 GHz - 8,575 GHz;

8,575 GHz - 11,025 GHz;

11,025 GHz - 13,475 GHz ®;

13,475 GHz - 15,925 GHz;

15,925 GHz - 18,0 GHz 2.

Final APD measurements shall be performed at 5 frequencies'as explained in 9.4.4.2.3.

In cases where the frequency of highest emission dusing peak measurement is found closer than 10 MHz
from the frequency edges 1 GHz, 2,4 GHz, 2,5 GHz, 5,72 GHz, 5,88 GHz or 18 GHz, final APD
measurements shall be omitted at frequencies outside the bands, for which limits are defined.

In any case, final APD measurements shdll\be performed around the frequency of the highest emission,
which exceeds the limit of Table 13 in the frequency range 11,7 GHz — 12,7 GHz for satellite downlink. If the
highest disturbance level in this sub-rafge‘is outside of the range for satellite downlink, in this sub-range two
final measurements shall be performed

NOTE An APD level corresponding.t6’10"1 means that the amplitude of the disturbance exceeds the specified
level during the observation time with a probability of 10 %.

6.4

Group 1 and group 2 class A equipment measured in situ

6.4.1 Limitssfof conducted disturbances

Under in situ conditions, an assessment of conducted disturbances is not required.

6.4.2 Limits of electromagnetic radiation disturbance

The limits given in Table 16 apply to class A group 1 equipment and the limits given in
Tyable 17 apply to class A group 2 equipment.
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Table 16 — Electromagnetic radiation disturbance limits for
class A group 1 equipment measured in situ

Limits with measuring distance 30 m from the outer face of the
exterior wall of the building in which the equipment is situated
Frequency range . . s
crectrTre 1mera viagirretic mmrertd
MHz Quasi-peak Quasi-peak 2
dB(]J.V/m) dB(}J.A/m)
0,15 - 0,49 - 13,5
0,49 - 3,95 - 3,5
3,95 - 20 - -11,5
20 - 30 - -21,5
30 - 230 30 -
230 - 1 000 37 -

At the transition frequency, the more stringent limit shall apply.

If local conditions do not allow for measurements at 30 m, then a larger distance can bé\used. In this case, an
inverse proportionality factor of 20 dB per decade shall be used to normalize the measufed data to the specified
distance for determining compliance.

a8 These limits apply in addition to the limits in the frequency range 30 MHZ-.fo 1 GHz to radiated disturbances
originating from the operation frequency and its harmonics appearing\in’ the frequency range 150 kHz to
30 MHz, caused by the installed class A group 1 equipment with a\rated power exceeding 20 kVA. In the
event that the ambient noise level exceeds the above limits, the emissions of the EUT shall not increase this
noise floor by more than 3 dB.
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— 37 —

Table 17 — Electromagnetic radiation disturbance limits for

class A group 2 equipment measured in situ

Limits for a measuring distance of D in m
Frequency from the exterior wall of the building
g Etectricfretd Magmeticfretd
MHz Quasi-peak Quasi-peak
dB(uV/m) dB(uA/m)

0,15 - 0,49 - 23,5

0,49 — 1,705 - 13,5

1,705 - 2,194 - 18,5

2,194 - 3,95 - 13,5

3,95 - 20 - -1,5

20 - 30 - -11,5
30 - 47 48 >
47 — 53,91 30 —
53,91 — 54,56 30 —
54,56 — 68 30 -
68 — 80,872 43 —
80,872 — 81,848 58 —
81,848 — 87 43 _
87 — 134,786 40 —
134,786-136,414 50 —
136,414 — 156 40 -
156 — 174 54 —
174 — 188,7 30 -
188,7 — 190,979 40 -
190,979 — 230 30 —
230 - 400 40 —
400 - 470 43 _
470 — 1000 40 —

At the transition frequencys the more stringent limit shall apply.

For group 2 equipment measured in situ, the measuring distance D from the exterior wall of
the building in which the equipment is situated equals (30 + x/a) m or 100 m whichever is
smallerprovided that the measuring distance D is within the boundary of the premises. In the
case whetre the calculated distance D is beyond the boundary of the premises, the measuring
distance D equals x or 30 m, whichever is longer.

For the calculation of the above values:

X is the nearest distance between the exterior wall of the building in which the equipment is

situated and the boundary of the user’s premises in each measuring direction;

a = 2,5 for frequencies lower than 1 MHz;

a = 4,5 for frequencies equal to or higher than 1 MHz.
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7 Measurement requirements

7.1 General

The requirements specified in this clause, together with the limits specified in Clause 6,

constitutetheessentiat EMCTequirenments of this—Starndard—For Tmeasurements at testsites ]

(see Clause 8), verification of compliance of a given type of equipment with these essential
EMC requirements qualifies as type test.

Requirements which relate to measurements at such test sites are type test requirementsA
type test may be recognized as type approval if the conditions for the statistical assessment
of measurement results according to Annex H are observed.

Class A equipment may be measured either on a test site or in situ as determipned by the
manufacturer. Class B equipment shall be measured on a test site.

Specific requirements for making measurements on a test site are given in,Clauses 8 and 9,
for making measurements in situ in Clause 10.

The requirements of the present clause are to be met for both, test site and/or in situ
measurements.

Measurements need only be performed in frequency ranges where limits are specified in
Clause 6.

Components or subassemblies for higher order equipment or systems which are intended to
be assembled at their respective place of operation only can also be tested according to the
requirements of this standard. For testing purpoeses in the framework of this standard, such
components or subassemblies shall be regarded as stand-alone equipment. Components or
subassemblies for which compliance with{the relevant requirements cannot be shown when
measured at a test site can also be assessed in situ when being installed into the higher order
system, in which case the provisions.of 6.4 shall apply.

NOTE 1 The environments encompassed in this standard are residential, commercial or industrial environments
as described in IEC 61000-2-5 [11]%_ Adherence of equipment to the requirements of this standard will allow for its
operation and use in these enviranments without resulting in an increased risk of RFIl. There may also exist other
IEC product standards which allow for compliance testing of components or subassemblies of higher order systems
but which encompass other environments than those specified in IEC 61000-2-5 [11]. Choice of this standard or the
other appropriate IEC preduct standard for compliance testing of components or subassemblies is up to the
manufacturer.

NOTE 2 Examplesfot such components include, but are not limited to power converters used for distributed
generation and supply of electric energy into LV a.c. mains networks or installations or, by means of their own
dedicated transformer, into MV power distribution networks, but also power electric subassemblies intended for
supply of higher order systems with power from LV a.c. mains networks.

7.2 (Ambient noise

Altest site for type testing shall allow emissions from the equipment under test to be
distinguished from ambient noise. The suitability in this respect can be determined by
measuring the ambient noise levels with the equipment under test inoperative and ensuring
that the ambient noise levels are at least 6 dB below the limits specified in 6.2 or 6.3, as
appropriate for the measurement being carried out. Further information on compliance testing

in the presence of ambient noise is found in CISPR 16-2-1:2014, 6.2.2 and CISPR 16-2-
3:2010, 6.2.2.

It is not necessary to reduce the ambient noise level to 6 dB below the specified limit where
the combination of the ambient noise plus the emission from the equipment under test does

2 Figures in square brackets refer to the Bibliography.
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not exceed the specified limit. Under these conditions the equipment under test is considered
to satisfy the specified limit.

When carrying out measurements of conducted RF disturbances, local radio transmissions
may increase the ambient noise level at some frequencies. A suitable radio-frequency filter

mray De MSerted petween the artificiat metwork (V=-AMN—anmd/or DC-AN)and the TeSpPectve
laboratory a.c. mains supply or d.c. power source, or measurements may be performed in a
shielded enclosure. The components forming the radio-frequency filter should be enclosed in
a metallic screen directly connected to the reference ground of the measuring system. The
requirements for the impedance of the artificial network shall be satisfied at the frequency .of
measurement when the radio-frequency filter is connected.

If, when measuring radiated RF disturbances, the 6 dB ambient noise conditions cannot be
met, then the antenna may be located at a distance closer to the equipment under:test than
specified in Clause 6 (see 8.3.4). Further advice on measurement conditions in<presence of
high level ambient noise is found in Annex C.

7.3 Measuring equipment
7.3.1 Measuring instruments

Receivers with quasi-peak detectors shall be in accordance, with CISPR 16-1-1. Receivers
with average detectors shall be in accordance with CISPR 16-1-1.

NOTE 1 Both detectors can be incorporated in a single receiverhand measurements carried out by alternately
using the quasi-peak detector and the average detector.

NOTE 2 The average detector in CISPR 16-1-1 is commonly referred to as “CISPR-Average”. This is to
emphasize that the average detector used in a CISPR reeeiver obtains a measurement result that is equivalent to
the peak reading of a meter with a time constant as defined/in CISPR 16-1-1.

The measuring receiver used shall be opérated in such a way that a variation in frequency of
the disturbance being measured does not)affect the results.

NOTE 3 Measuring instruments having other detector characteristics can be used provided the measurement of
the disturbance values can be proved to be the same. Attention is drawn to the convenience of using a panoramic
receiver or a spectrum analyzer, particularly if the working frequency of the equipment under test changes
appreciably during the work cycle.

To avoid the possibility of¢he measuring instrument incorrectly indicating non-compliance with
the limits, the measuring receiver shall not be tuned closer to the edge of one of the bands
designated for ISM Gse than the frequency at which its 6 dB bandwidth point aligns with the
edge of the designated band.

When making. measurements on high power equipment, care should be taken to ensure that
screeningvahd the spurious response rejection characteristics of the measuring receiver are
adequate!

Forsmeasurements at frequencies above 1 GHz, a spectrum analyser with characteristics as
defined in CISPR 16-1-1 shall be used.

Precautions which can be taken in the use of a spectrum analyzer are given in Annex B.

7.3.2 Artificial network (AN)
7.3.2.1 General

The artificial network (AN) is required to provide a defined termination impedance for the
EUT’s a.c. mains power port or d.c. power port under test at radio frequencies at the point of
measurement. The AN will also provide isolation of the equipment under test from ambient
noise on the respective a.c. or d.c. power lines.
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7.3.2.2 Artificial mains network (AMN)

Measurement of the disturbance voltage at low voltage a.c. mains power ports shall be made
using an artificial mains network (V-AMN) as specified in CISPR 16-1-2.

7323 Altlflbla: d.b. IICtVVUI:’\ (DC'AI‘I)

Measurement of the disturbance voltage at low voltage d.c. power ports shall be made either
using the 150 Q artificial mains Delta-network specified in 4.7 of CISPR 16-1-2:2014 (see also
CISPR 16-1-2:2014, Figure A.2) or the 150 Q artificial d.c. network specified in Annex | of this
standard. For simplified wording, any of these networks intended for use with measurements
at low voltage d.c. power ports is further on denoted as DC-AN.

7.3.3 Voltage probe

The voltage probe shown in Figure 1 shall be used when the artificial mains network (V-AMN)
cannot be used. The probe is connected sequentially between each line_and the reference
earth chosen (metal plate, metal tube). The probe consists mainly of a_decoupling capacitor
and a resistor such that the total resistance between the line and earth“is at least 1 500 Q.
The effect on the accuracy of measurement of the capacitor or any other device which may be
used to protect the measuring receiver against dangerous currents~shall be either less than
1 dB or allowed for in calibration. The voltage probe shall meet the requirements specified in
CISPR 16-1-2:2014, Clause 5.

Mains supply
C —— Xc<<1500Q
(1500-R)Q
|
X1 >>R R / Measuring set

IEC

Figure 1 — Circuit for disturbance voltage measurements on mains supply

7.3.4 Antennas

7.3.4.1 Frequency range below 30 MHz

In the frequency range below 30 MHz the antenna shall be a loop as specified in CISPR 16-1-
4. The antenna shall be supported in the vertical plane and be rotatable about a vertical axis.
The lowest point of the loop shall be 1 m above ground level.



https://iecnorm.com/api/?name=3e569e18e2d67b16a6a5db5c151832cd

CISPR 11:2015+AMD1:2016 CSV —-41 -
+AMD2:2019 CSV © |IEC 2019

7.3.4.2 Frequency range from 30 MHz to 1 GHz
7.3.4.2.1 General

In the frequency range from 30 MHz to 1 GHz the antenna used shall be as specified in
CISPR 16-1-4.

Other antennas may be used provided the results can be shown to be within +2 dB of the
results which would have been obtained using a balanced dipole antenna.

7.3.4.2.2 Open-area test site (OATS) and semi-anechoic chamber (SAC)
For measurements on an OATS or in a SAC, the centre of the antenna shall hé varied
between 1 m and 4 m height for maximum indication at each test frequency. The ngarest point

of the antenna to the ground shall be not less than 0,2 m. Measurements shall befperformed
with the antenna oriented in both, horizontal and subsequently in vertical polarization.

7.3.4.2.3 Fully-anechoic room (FAR)
For measurements in a FAR, the antenna height is fixed at the geemetrical middle height of

the validated test volume. Measurements shall be performed with~the antenna oriented in
both, horizontal and subsequently in vertical polarization.

7.3.4.2.4 Other sites

For measurements in situ the centre of the antenne _shall be fixed at (2,0 £ 0,2) m height
above the ground.

7.3.5 Artificial hand

In order to simulate the influence of the’ user’s hand, application of the artificial hand is
required for hand-held equipment during.the mains disturbance voltage measurement.

The artificial hand consists of metalbfoil which is connected to one terminal (terminal M) of an
RC element consisting of a .capacitor of 220 pF +20 % in series with a resistance of
510 Q + 10 % (see Figure 2);“the other terminal of the RC element shall be connected to the
reference ground of the_measuring system (see CISPR 16-1-2). The RC element of the
artificial hand may be incorporated in the housing of the artificial mains network.

M

220 pF £ 20 %

510Q +10 %

e EC

Figure 2 — Artificial hand, RC element

7.4 Frequency measurement

For equipment which is intended to operate with a fundamental frequency in one of the
designated bands listed in Table 1, the frequency shall be checked with measuring equipment
having an inherent error of measurement not greater than 1/10 of the permissible tolerance
for the mid-band frequency of the designated band. The frequency shall be measured over all
the load range from the lowest power normally used up to the maximum.
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7.5 Configuration of equipment under test
7.5.1 General

Consistent with typical applications of the equipment under test, the level of the disturbance
shall be maximized by varying the configuration of the equipment. An example of a typical

setup for measurements of radiated disturbances from a table-top EUT is provided in
Figure 3. The measurement arrangement shall be typical of normal installation practice and
centred to the turntable’s vertical axis.

NOTE 1 The extent to which this subclause is applicable to the measurement of an installation in situ will depend
on the flexibility inherent in each particular installation. The provisions of this subclause apply to_in situ
measurements in so far as a particular installation allows for the position of cables to be varied and different Ainits
within the installation to be operated independently, the extent to which the position of the installation can be
moved within the premises, etc.

For measurement of radiated disturbances on an OATS or in a SAC withi~a separation
distance of 3 m the assessment of the radiation from the cabling of the EUT shall be restricted
to those fractions of interconnecting cables (see 7.5.2) and mains cables)(see 7.5.3) which
are within the test volume not exceeding 1,2 m diameter times 1,5 m height'above ground.

For the measurement of radiated disturbances in a FAR, all cableszdropping to the floor shall
be visible from the position of the antenna reference point for atzleast 80 cm, see Figure 3b.

Peripheral equipment not fitting into the test volume shall be|excluded from the measurements
or decoupled from the test environment. If cables to peripheral equipment cannot be extended
to run out of test volume, then the peripheral equipment'shall be placed within the imaginary
circle around the complete configuration of the EUT.

The measuring distance is defined from the reference point of the antenna to the boundaries
of an imaginary circle around the complete configuration of the EUT, see Figure 3a.

NOTE 2 Restriction of radiation assessmentstosthe cable fractions inside the test volume can be achieved for
example by application of CMADs at the cablés at the position where they leave the test volume. CISPR 16-2-3
gives further guidance on the application of\CMADs.
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Dimensions in metres

Cables leaving the test volume run
vertically down towards the floor.
Decoupling is achieved by using e.g. a
CMAD at the position where they leave

B: Excess cable length bundle
between 30 cm and 40 cm
in length

e voranre ‘\ B
L I //\\/</ Antenna reference
’ " = .
A: Spacing between ¢ \ /\/ 5 point
the enclosures ry |

o — A =1[. ' Cable bundles should be arranged
shouldbe =01 17 | 5 e = ||} 1inthe middle of the cable
[ w a N | :
v [- !
\\ ~\‘ t: ’J'
—_—_____:\___;‘-.\ Penpheral 4\ ,!
Non-conducting N X
support N
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Figure 3a — Top view

Dimensions in metres

D: Diameter of the imaginary
circle around the complete
configuration of the EUT

Antenna reference
point

D i
FAR: i
onempane i| e :
volu i — S i Measuring distance L: 3 0,1 '
i i - - »
e P:zrlpherali a 5 - :
k ] .~ FAR: from all cables going down at least
; . __ 80 cm shall be directly visible from the
i Non-conducting 4"""_ antenna reference point and not being
; support . hidden behind floor absorbers.

(Y

OATS, SAC: 0,8 +0,01

L ) AAAAAAA

CMAD: common-mode OATS, SAC: Groundplane
absorption device FAR: floor, e.g. covered by ferrite tiles IEC

Figure 3b — Side view

Figure 3 — Example for a typical cable arrangement for measurements of
radiated disturbances in 3 m separation distance, Table-top EUT

A V2 nla n‘F o tvunical mifiad toct cat vyin far flany ctandina aaiiinmant cuitahla 'Fnr
HeG Set+—t HoH—HE0+—=5 Sttt O+

n—avam. 1
X o pPTe— ooty proot ot it teotT ooy C g orpTreTt

measurement of conducted as well as radiated disturbances is shown in Figure 4. Further
examples of typical arrangements of the EUT and associated peripherals are given in
CISPR 16-2-3 and CISPR 16-2-1.
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Figure 4 — Example for a typical test set upforrmeasurement of conducted
and/or radiated disturbances from aAleor standing EUT, 3D view

The configuration of the equipment under test, jincluding the exact placement of the CMAD
and the type of test site used for the measurement, shall be documented in the test report.

7.5.2 Interconnecting cables

This subclause applies to equipnient in which there are interconnecting cables between
various parts of the equipment, or systems where a number of components are
interconnected.

NOTE 1 The observation of alllprovisions in this subclause permits the application of the results of an evaluation
to a number of system configurations using the same types of equipment and cables as tested, but no other, each
system configuration being.in effect a subsystem of the one evaluated.

Interconnecting.cables shall be of the type and length specified in the individual equipment
requirements.(Ifithe length can be varied, the length shall be selected to produce maximum
emission when performing field strength measurements.

If shielded or special cables are used during the tests then the use of such cables shall be
spetified in the instruction manual.

The connection of signal leads, except for the leads supplied by the manufacturer, is not
required during radio-frequency emission measurements for portable test and measurement
apparatus, group 1, or those intended for use in laboratories and operated by competent

persons I:v::mplnr: are cignnl gnnnrnfnrc, network and Ingin :\n:\l\]/r:nrr:, and Qpnr‘frllm

analysers.

Excess lengths of cables shall be bundled at the approximate centre of the cable with bundles
of 30 cm to 40 cm in length. If it is impracticable to do so the disposition of the excess cable
shall be noted precisely in the test report.
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Where there are multiple interface ports all of the same type, connecting a cable to just one of
that type of port is sufficient provided that it can be shown that the additional cables would not
significantly affect the results.

Any set of results shall be accompanied by a complete description of the cable and equipment

OTEemation So that TESUtS Taim be Tepeated. I there are conditions of USE, thoSe Conaitions
shall be specified, documented and included in the instructions for use.

If a given type of equipment can perform separately any one of a number of functions then the
equipment shall be tested while performing each of these functions. For systems which may
include a number of different components, one of each type of component which is included_ in
the system configuration shall be included in the evaluation.

A system which contains a number of identical components, but has been evaluated using
only one of those components, does not require further evaluation if the initial @valuation was
satisfactory.

NOTE 2 This is possible because it has been found that in practice emissions from,identical modules are not
additive.

When equipment is being evaluated which interacts with other equipment to form a system
then the evaluation may be carried out using either additional equipment to represent the total
system or with the use of simulators. In either method care Ghall be taken to ensure that the
equipment under test is evaluated with the effects of the [rest of the system or simulators
satisfying the ambient noise conditions specified in 7.2, Any simulator used in lieu of actual
equipment shall properly represent the electricalhand in some cases the mechanical
characteristics of the interface, especially with{respect to radio-frequency signals and
impedances, as well as cable configuration and types.

NOTE 3 This procedure is required to facilitate therevaluation of equipment which will be combined with other
equipment from different manufacturers to form a system.

7.5.3 Connection to the electricity supply network on a test site
7.5.3.1 Connection to the labQratory a.c. mains network
7.5.3.1.1 General

Where necessary the mains power from the laboratory's electricity power supply network shall
be provided through the artificial mains network (AMN) specified in 7.3.2.2.

For connection.to_the AMN or to the test site's electricity supply network, appropriate lengths
of mains cahles shall be used. If the manufacturer's installation instructions specify a
particular type of mains cable for use with the EUT, connection to the AMN or to the test site's
electricityssupply network shall be made with that cable type.

Mains.power at the nominal voltage shall be supplied.

7.5.3.1.2 Connection to the laboratory a.c. mains network for measurement of
conducted disturbances and for radiated disturbances in the range up to
30 MHz

When performing measurements on a test site, the artificial mains network (V-AMN) specified
in 7.3.2.2 is to be used whenever possible. The enclosure of the V-AMN shall be located so
that its closest surface is no less than 0,8 m from the nearest boundary of the equipment
under test.

Where a flexible mains cord is provided by the manufacturer this shall be 1 m long or, if in
excess of 1 m, the excess cable shall be folded to and forth to form a bundle not exceeding
0,4 m in length.
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Where a mains cable is specified in the manufacturer's installation instructions a 1 m length
of the type specified shall be connected between the test unit and the AMN.

Earth connections, where required for safety purposes, shall be connected to the reference
“earth” point of the AMN and where not otherwise provided or specified by the manufacturer

Sttattoe T tong and Tum parattetto the mains Conmecton at a distarnce of ot oTe than
0,1 m.

Other earth connections (e.g. for EMC purposes) either specified or supplied by the
manufacturer for connection to the same terminal as the safety earth connection shall also be
connected to the reference earth of the AMN.

Ancillary low voltage a.c. mains ports shall be connected to the laboratory a.c. mains\network
via one or more separate artificial mains networks (V-AMN) as specified in 7.3.2.2,

Where the equipment under test is a system comprising more than one unit{each unit having
its own power cord, the point of connection for the AMN is determined from the following
rules:

a) each mains cable which is terminated in a mains supply plug ef:a standard design (e.qg.,
IEC 60083) shall be tested separately;

b) mains cables or terminals which are not specified by thecmanufacturer to be connected to
another unit in the system for the purposes of supplying mains power shall be tested
separately;

c) mains cables or terminals which are specified by-the manufacturer to be connected to
another unit in the system for the purposes of-'supplying mains power shall be connected
to that unit, and the mains cables or terminals. ef that unit are connected to the AMN;

d) where a special connection is specified, the necessary hardware to effect the connection
shall be used during the evaluation of the-equipment under test.

7.5.3.1.3 Connection to the labofatory a.c. mains network for measurement of
radiated disturbancesyin the range 30 MHz to 18 GHz

Connection to the laboratory's _electricity supply network may be provided with or without the
use of an AMN allocated inside the test environment, see Figure 4. For measurement
arrangements not includingtan AMN, grounding and earthing of the EUT shall be guaranteed
by adherence to the pringiples set out in 7.5.3.1.2 as far as possible.

If the measurement arrangement does not include an AMN, then excessive lengths of mains
cables do not.need to be bundled and allocated inside the test volume. They may be
accommodated jsomeplace outside the test volume or test environment. For decoupling of
radiation from these excessive cable lengths it is however recommended to carefully
terminatethese mains cables at the location where they leave the test volume. For this
decoupling use of CMADs is recommended. For measurements with a separation distance of
3 mythis decoupling is mandatory, see 7.5.1.

7.5.3.2 Connection to the laboratory d.c. power supply or other d.c. power source

When performing measurements on a test site, the 150 Q artificial d.c. network (DC-AN)
specified in 7.3.2.3 is to be used whenever possible. The enclosure of the DC-AN shall be

located so that its closest surface is 0,8 m from the nearest boundary of the equipment under
test.

Where the DC-AN is used as voltage probe, the EUT’s d.c. power port under test shall be
decoupled from the d.c. power source by means of suitable common mode decoupling
devices such as ferrite tubes, CMADs or a CDN as specified in 6.2.4 of IEC 61000-4-6:2013
which are to be clamped at or to be inserted in the d.c. power cable connecting the d.c. power
source with the measurement arrangement for the EUT, see also Figure 7, 8 and 9 in
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8.2.2.2.3. If a CDN according to IEC 61000-4-6 is used for decoupling purposes, its RF power
input port shall not be terminated with a 50 Q resistive load.

Connection is to be made to a suitable d.c. power source. The d.c. output voltage of this
power source shall be adjustable to provide a voltage level within the rated operation range

————for the Tespective type of EUT:

NOTE 1 For supply of the EUT's d.c. power port under test, a dedicated laboratory d.c. power source, appropriate
(sets of) batteries or also other d.c. energy sources such as e. g. fuel cell modules can be used, provided that they
allow for continuous and stable voltage, current, etc. necessary for power converters under rated output operating
conditions, throughout the measurement.

Care should be taken when selecting the laboratory d.c. power source and installing it.ilr the
measurement arrangement. It is recommended to select and install only such a d.’c.vpower
source which provides for a good galvanic insulation and also sufficient RF decoupting of both
d.c. power terminals from the laboratory reference ground plane. Internal decoupling
capacitors at the d.c. power source's terminals used for internal suppression’ef-asymmetrical
disturbances may provide an unwanted bypass for the common mode~150 Q termination
impedance of the DC-AN used for the measurements. This may cause saturation effects in the
mitigation filter of the power converter under test, in particular at the gpération frequency (i.e.
the switching frequency) of the power converter and its harmonics, which are usually
allocated in the range from 2 kHz to some 20 kHz. Saturated mitigation filters do however
lead to incorrect and invalid measurement results, since the power converter is not operated
as intended, during the measurements. For guidance on(prevention of saturation effects
caused by the configuration of the test site, see information in Annex K.

Where a particular type of d.c. power cable is specified in the manufacturer's installation
instructions, this shall be used during testing.

For testing, a cable length as short as possible shall be connected between the equipment
under test and the DC-AN respecting the proximity of the boundary conditions defined above.

Where the equipment under test has«¥more than one d.c. power port of the same type, the
number of d.c. power ports needed to operate the equipment at its rated power shall be
connected to the DC-AN for the measurements. All other d.c. power ports shall be terminated
with a suitable 150 Q commof’ mode termination impedance. Multiple ports galvanically
connected in parallel (such as bus bars or strips for connection to multiple cables) are
considered to represent ope*single port only.

NOTE 2 For these other'terminations, any suitable device can be used. This includes e.g. use of further 150 Q
networks according te/CISPR 16-1-2, further DC-ANs as specified in 7.3.2.3, or also use of 150 Q coupling/
decoupling devices(€DN) as defined in IEC 61000-4-6.

Ancillary d.c: power ports shall be connected to an appropriate separate laboratory d.c. power
source orshattery, via a suitable 150 Q common mode termination impedance.

NOTE 3-“If a separate mains-connected laboratory d.c. power source is used, then it can be appropriate to also
insert,another EMI filter in the connection to that power source. Diagrams showing suitable setups for the test site
are-found in Annex J.

7.6 Load conditions of equipment under test

7.6.1 General

Load conditions of the equipment under test are specified in this subclause. Equipment not
covered by this subclause are to be operated so as to maximize the disturbance generated
while still conforming with normal operating procedures as provided in the operating manual
of the equipment.
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7.6.2 Medical equipment
7.6.2.1 Therapeutic equipment using frequencies from 0,15 MHz to 400 MHz

All measurements shall be made under operating conditions as provided for in the operating
manual of the equipment. The output circuit to be used to load the equipment depends on the

nature of the electrodes with which it is to be used.

For equipment of the capacitive type, a dummy load shall be used for the measurements. The
general arrangement is shown in Figure 5. The dummy load shall be substantially resistive
and capable of absorbing the rated maximum output power of the equipment.

The two terminals of the dummy load shall be at opposite ends of the load and each.terminal
shall be joined directly to a circular flat metal plate having a diameter of 170 mm~+10 mm.
Measurements shall be made with each of the output cables and capacitive ‘electrodes
supplied with the equipment. The capacitive electrodes are to be disposed ‘parallel to the
circular metal plates at the ends of the dummy load, the spacing between them being adjusted
to produce the appropriate power dissipation in the dummy load.

Elevation ;@ Elevation
L
E
/i
Plane L Plane
=
Horizontal load Vertical load

IEC

E = electrode arms and cables

L =dummy load

Figure 5 — Disposition of medical (capacitive type) and dummy load

Measurements shall-be made with the dummy load both horizontal and vertical (see Figure 5).
In each cases~the equipment, together with the output cables, capacitive electrodes and
dummy load, shall be rotated around its vertical axis during measurements of electromagnetic
radiation disturbance in order that the maximum value can be measured.

NOTE \.The following arrangement of lamps has been found suitable for testing many types of equipment in the
powenrrange tested:

a)_ “nominal output power 100 W to 300 W:

four lamps 110 V/60 W in parallel, or five lamps 125 V/60 W in parallel;
b) nominal output power 300 W to 500 W:

four lamps 125 V/100 W _in parallel, or five lamps 150 V/100 W in parallel.

For equipment of the inductive type, measurements shall be made using the cables and coils
supplied with the equipment for the treatment of the patient. The test load shall consist of
a vertical tubular container of insulating material, having a diameter of 10 cm, filled to a height
of 50 cm with a solution consisting of 9 g of sodium chloride to 1 litre of distilled water.

The container shall be placed within the coil with the axis of the container coincident with the
axis of the coil. The centres of the coil and the liquid load shall also coincide.
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Measurements shall be made at both maximum and half-maximum power and, where the
output circuit can be tuned, it shall be tuned to resonance with the fundamental frequency of
the equipment.

All measurements shall be made under all operating conditions as provided in the operating

mranuat of the equipmeTnt.

7.6.2.2 UHF and microwave therapeutic equipment using frequencies above 400 MHz

Measurements shall be made with the output circuit of the equipment connected to a non-
radiating resistive load having the same value as the characteristic impedance of the cable
used to supply the equipment load.

7.6.2.3 Ultrasonic therapy equipment

Measurements shall be made with the transducer connected to the generatorNIhe transducer
shall be dipped in a non-metallic container having a diameter of about 10yem and filled with
distilled water.

Measurement shall be made at both maximum and half-maximum:*power and, where the
output circuit can be tuned, it shall be tuned to resonance‘'and then detuned. The
specifications in the operating manual of the equipment are to ke considered.

It is recommended to measure the maximum output of the «equipment in accordance with the
method published in IEC 61689 or using a derived arrangement, if necessary.

7.6.3 Industrial equipment

The load used when industrial equipment is_tested may be either the load used in service or
an equivalent device.

Where means for connecting auxiliary services such as water, gas, air, etc. are provided,
connection of these services to theyequipment under test shall be made by insulating tubing
not less than 3 m long. When testing with the load used in service, the electrodes and cables
shall be disposed in the manqer of their normal use. Measurements shall be made at both
maximum output power angd at half-maximum output power. Equipment which will normally
operate at zero or very low,output power shall also be tested in these conditions.

Industrial induction*\heating and dielectric heating equipment should be tested in a
configuration andwith a load that is equivalent to actual or intended use. Where the
equipment may be configured for a variety of loads or the load is not available, the load as
specified in IEC 61922 for induction heating and IEC 61308 for dielectric heating equipment
may be wused. Industrial resistance heating equipment shall be tested with or without the
charge,(as specified by the manufacturer.

NOTE" A circulating water load has been found suitable for many types of dielectric heating equipment.

Industrial microwave heating equipment shall conform to the limits of radiation in Clause 6
when loaded according to IEC 61307 or with a load used in practice. The load shall be varied

as required to produce maximum power transfer, frequency variation or harmonic variation
dpppnding an the characteristics under examination

7.6.4 Scientific, laboratory and measuring equipment

Scientific equipment shall be tested under normal operating conditions. Laboratory and
measuring equipment shall be operated as intended. Any RF output ports shall be terminated
in a matching non-radiating load.
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7.6.5 Microwave cooking appliances
Microwave cooking appliances shall be operated with all normal components such as shelves

in place, and with a load of 1 | of tap water initially at 20 °C £+ 5 °C placed at the centre of the
load-carrying surface provided by the manufacturer.

The water container shall be a cylindrical container of borosilicate glass of an external
diameter of 190 mm + 5 mm and a height of 90 mm + 5 mm, see also IEC 60705.

Detailed information on the measurement procedure to be used in the frequency range above
1 GHz is found in 9.4.

7.6.6 Other equipment in the frequency range 1 GHz to 18 GHz

Other equipment shall conform to the limits of radiation in Clause 6 when tested:with a dummy
load consisting of a quantity of tap water in a non-conductive container. The"size and shape
of the container, its position in the equipment and the quantity of water contained therein shall
be varied as required to produce maximum power transfer, frequency Vvariation or harmonic
radiation depending on the characteristics under examination.

7.6.7 Electric welding equipment

For arc welding equipment, the welding operation during the test is simulated by loading the
equipment with a conventional load. Arc striking and stapilising devices shall be switched on
during the emission measurements. The load conditions and the test configuration for arc
welding equipment are specified in IEC 60974-10.

For resistance welding equipment, the weldingcopération during the test is simulated by short-
circuiting the welding circuit. The load conditions and the test configuration for resistance
welding equipment are specified in IEC 62135-2.

The start of the measurements according to this standard shall be delayed by up to 5 s after
the welding equipment under test has been taken into operation.

7.6.8 ISM RF lighting equipment

ISM RF lighting equipmemnt,shall conform to the limits in 6.3 when tested as delivered by the
manufacturer under normal operating conditions. In case of ISM RF lighting equipment, the
EUT shall be operated’until the magnetron oscillating frequency is stabilized. The start of any
measurement according to this standard shall hence be delayed by at least 15 min.

7.6.9 Medium voltage (MV) and high voltage (HV) switchgear

For equipment used in medium or high voltage switchgear, the start of any measurements
according to this standard shall be delayed until switching actions related to the main or
primary circuit are finished (e.g. switching actions of breakers or disconnectors).

7.6.10 Grid connected power converters

7.6.10.1 Connection to the laboratory a.c. mains or similar load

The power converter under test shall be connected to the laboratory a.c. mains network via
the artificial mains network (V-AMN) specified in 7.3.2.2, whenever possible. If such
connection is not possible or not intended, then the power converter under test can be
connected to an appropriate resistive load and the laboratory a.c. mains network in parallel,
via the artificial mains network (V-AMN) specified in 7.3.2.2.

Connection to an appropriate resistive load is also recommended for power converters solely
intended for use in island low voltage a.c. mains installations which are not connected to an
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other public low voltage a.c. mains power distribution network. For advice, consult the
installation instructions of the manufacturer.

Alternatively the a.c. supply power for the laboratory d.c. power source can be taken from the
a.c. output lines of the GCPC via the V-AMN without connecting the resistive load. The output

a.C. pOwer of the GCPCwitt e usedto comribute to the Tequited d.C. Imput power for tat
GCPC, thus the resistive load is not necessary in this case, see Figure J.1 in Annex J.

For suitable test site configurations, see Annex J.

7.6.10.2 Connection to another appropriate load

For power converters intended to be supplied from a.c. power sources, the d.c. power port
under test shall be connected to a suitable resistive load or other adequate energy\storage via
an 150 Q artificial network (DC-AN) as specified in 7.3.2.3. The EUT shall be connected to an
appropriate load within the rated operational range for the respective type of EUT.

NOTE An example of a type of GCPC intended to be supplied from an a.c. power source is a power converter
intended for assembly into an off-board charging station for electric vehicles (EV).

7.7 Recording of test-site measurement results
7.7.1 General

Any results obtained from measurements of conducted-"and/or radiated radio-frequency
disturbances shall be recorded in the test report.. If“the results are not recorded in a
continuous way and/or in graphical form over the frequency range observed, then the
minimum requirements to the recordings set out im/+7.2 and 7.7.3 shall apply.

The test report shall contain a statement underlining that the measurement instrumentation
uncertainty (MIU) was determined accordingto CISPR 16-4-2 and was also considered when
determining compliance with the limits<for the tested individual equipment or the number of
items in the sample of series-produced.equipment.

The test report may include the, numerical values of the MIU which the test laboratory has
determined for each test performed. If the uncertainty budgets specified in CISPR 16-4-2 are
exceeded, then the test report shall include the numerical values of the MIU of the test
instrumentation actually-used.

7.7.2 Conducted emissions

Of those conducted emissions above (L — 20 dB), where L is the limit level in logarithmic
units, the record shall include at least the disturbance levels and the frequencies of the six
highest disturbances in each observed frequency range from each mains port belonging to the
EUT. The ‘record shall also include an indication upon which conductor of the mains port
carried_the observed disturbance(s).

157.3 Radiated emissions

Of those radiated emissions above (L — 10 dB), where L is the limit level in logarithmic units,
the record shall include at least the disturbance levels and the frequencies of the six highest

dibtulballbcb ;II CClbh ub.:u:'lvcd flcqucuby |a||gc. ThC |cuU|d oha” ;IIb:udC thC alltClIlla
polarization, antenna height and turntable rotation position if applicable for each reported
disturbance. In case of test site measurements, the measurement distance actually selected
and used (see 6.2.2 and 6.3.2) shall also be recorded in the test report.
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8 Special provisions for test site measurements (9 kHz to 1 GHz)

8.1 Ground planes

For the measurement of radiated disturbances at an open-area test site (OATS) and in a

SETM-arecoic canber (SAC)anmd—for the measurenentof tonmducted disturbances om arny
test site, a ground plane shall be used. The relationship of the equipment under test to the
ground plane shall be equivalent to that occurring in use. Except at the manufacturer’s
intended grounding locations, a floor standing EUT shall be insulated from the ground plane
by a dielectric material with thickness of up to 15 cm. Direct connection to earth (i.e. to the
ground plane) shall be done

a) either according to the manufacturer's instructions,

b) or, if the equipment under test is fitted with a special earthing terminal, then thisterminal
shall be connected to earth (i.e. be bonded to the ground plane) with a lead¢as short as
possible, see also Figure 4.

A ground plane shall be used for the measurement of radiated disturbances; at an OATS and
in a SAC, and for the measurement of conducted disturbances,<at ‘any test site. The
requirements for the radiation test site are given in 8.3 and, for ¢he“ground plane for the
measurement of conducted disturbances, in 8.2.

8.2 Measurement of conducted disturbances
8.2.1 General

For the EUT's earthing and grounding conditions¢as. well as connection to the laboratory's
electricity supply network see 7.5.3.

The measurement of conducted disturbances\may be carried out:

a) on an OATS or in a SAC with the gquipment under test having the same configuration as
used during the radiation measurement;

b) above a metal ground plane; or

c) within a screened room. Eijttyér the floor or one wall of the screened room shall act as the
ground plane.

Option a) shall be used._where the test site contains a metal ground plane. In options b) and c)
the test unit, if nonefloor-standing, shall be placed 0,4 m from the ground plane. Floor-
standing test units shall be placed on the ground plane, the point(s) of contact being insulated
from the ground:plane but otherwise consistent with normal use. All test units shall be at least
0,8 m from any eother metal surface.

The reference ground terminals of the artificial networks (V-AMNs and DC-ANs) used during
the mgasurements shall be connected to the reference ground plane with a conductor as short
as_pessible.

The power and signal cables shall be oriented in relation to the ground plane in a manner
equivalent to actual use and precautions taken with the layout of the cables to ensure that
spurious effects do not occur.

When the equipment under test is fitted with a special earthing terminal, this shall be
connected to earth with a lead as short as possible. Equipment without earthing terminal shall
be tested as normally connected, i.e. any earthing being obtained through the mains supply.
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8.2.2 Measurements on grid connected power converters
8.2.2.1 Measurement of the disturbance voltage at a.c. power ports

The disturbance voltage at the low voltage a.c. power port of the power converter shall be
measured using the usual method of measurement for disturbance voltages at a.c. mains

ports, see also CISPR 16-2-1.

The disturbance voltage at the ancillary low voltage a.c. power port of the power converter, if
applicable, shall be measured using the usual method of measurement for voltages at a.c:
mains ports, see also CISPR 16-2-1.

For power converters which cannot be measured with the V-network (V-AMN), the disfurbance
voltage at the low voltage a.c. mains power port can be measured with the high-impedance
voltage probe according to CISPR 16-1-2:2014, Clause 5. In this case, the lahoratory a.c.
power source shall be connected directly to the a.c. power port under test. Rofbconditions of
use of the high-impedance voltage probe, see 7.3.3.

Likewise, for measurements on power converters with a rated throughput power > 20 kVA, a
V-network (V-AMN) can be used as a voltage probe as specified in+7.4.4.3 of CISPR 16-2-
1:2014. The laboratory a.c. power source shall be connected to thefa.c. power port under test
via an inductance of 30 uH to 50 uH. The inductance may be‘fealized by a choke, a power
cable length of 50 m, or an isolation transformer. A suitallle measurement arrangement is
shown in Figure 8 and 9.

Compliance with the requirements of this standard can-be shown in verifying that the limits of
the disturbance voltage at a.c. mains power ports,specified in Table 2 or in Table 4 are met.

8.2.2.2 Measurement of the disturbancewoltage at d.c. power ports
8.2.2.2.1 General

Measurements at d.c. power portssonly need to be performed on the following types of
equipment:

a) power conversion equipment intended for assembly into photovoltaic power generating
systems;

b) grid connected power converters (GCPCs) intended for assembly into energy storage
systems.

Unless any specific operating condition is specified by the manufacturer, the input conditions
for the EUT shall*be adjusted resulting in maximum disturbance voltage levels.

NOTE Thevoperating conditions, as defined by the manufacturer, are chosen to represent the worst case
emissions,

Power converters with a rated throughput power > 20 kVA shall be measured while they are
Ooperated at an operational point for which feeding to the grid or providing output power to
another appropriate load is possible. The d.c. input voltage shall be within the rated operation
range.

Were the power CONverter 15 imtended for CONNection 10 more than one d.c. power siring and
consequently is furnished with more than one d.c. power port, measurements of the
disturbance voltage shall be performed in sequence at each of these ports. All other d.c.
power ports not used during the respective measurement shall be terminated with a suitable
150 Q common mode termination impedance, see 7.5.3.2. Multiple ports galvanically
connected in parallel (such as bus bars or strips for connection to multiple cables) are
considered to represent one single port only.



https://iecnorm.com/api/?name=3e569e18e2d67b16a6a5db5c151832cd

- 54 - CISPR 11:2015+AMD1:2016
+AMD2:2019 CSV © |IEC 2019

The disturbance voltage at the d.c. power port of the power converter shall be measured
using the usual method of measurement for disturbance voltages at a.c. mains power ports,
see also CISPR 16-2-1. This implies the following:

e Where unsymmetrical mode (UM) disturbance voltages are measured, compliance with the
limits shall be verified for bhoth measured ||neymmptrir~al disturbance \/nltngp levels e faor

the voltage levels measured from the plus terminal (pole) to reference ground and from
the minus terminal (pole) to reference ground.

e Where common mode (CM) and differential mode (DM) disturbance voltages are
measured, compliance with the limits shall be verified for measured disturbance voltage
levels of both modes, i.e. for the level of the common mode (CM) disturbance voltage)as
well as for the level of the differential mode (DM) disturbance voltage.

If the DC-AN according to Annex | allows for measurement of UM, DM and CM disturbances,
then it is sufficient to verify compliance with the limits either for UM disturbances.(Method A),
or for CM and DM disturbances (Method B). The choice of the method‘\(used for the
measurement is left to the discretion of the user of this standard.

If the installation instructions accompanying the power converter contdins information that the
d.c. power port is solely intended for connection to

e a battery or other kind of local d.c. power source and/or;

e if the power converter and a battery or other kind of local\d.c. power source is intended for
incorporation in a higher order final equipment (comprising of one or more enclosures);

then this port can be exempted from the measuremenft.

8.2.2.2.2 Measurement procedure 1
8.2.2.2.2.1 General

The DC-AN is used as standardized~150 Q common mode termination of the EUT and as
decoupling network to the laboratory d.c. power source. A typical measurement arrangement
is shown in Figure 6.

AC output DC input
GCPC
AC mains

Current flow 777L7
(grid)

Laborator AC
: y filter —1AMN DC- ANUDc filter
filter !_ liter
Isolation !
transformer Current flow

DC power
source

Figure 6 — Typical arrangement for measurement of conducted disturbances
at LV d.c. power ports with the DC-AN used as termination and decoupling unit
to the laboratory d.c. power source

8.2.2.2.2.2 Compliance criterion

Compliance with the requirements of CISPR 11 can be shown in verifying that the limits for
the disturbance voltage specified in Table 3 or in Table 5 are met.



https://iecnorm.com/api/?name=3e569e18e2d67b16a6a5db5c151832cd

CISPR 11:2015+AMD1:2016 CSV - 55—
+AMD2:2019 CSV © |IEC 2019

8.2.2.2.3 Measurement procedure 2

8.2.2.2.3.1 General

For measurements on power converters with a rated throughput power > 20 kVA, a DC-AN
can be used as voltage probe. For an adequate decoupling of the EUT from the d.c. power

source, the laboratory d.c. power source shall be connected to the d.c. power port under test
via a common mode inductance of 90 uH to 150 uH. The common mode inductance may be
realized by ferrite tubes, common mode absorbing devices, or a CDN as specified in 6.2.4 of
IEC 61000-4-6:2013. Since a CDN according to IEC 61000-4-6 is used only as a decoupling
network, its RF power input port shall not be terminated with a 50 Q resistive load as showniin
Figure 7.

NOTE It is up to the operator of the laboratory to ensure that the measurement results obtained.\with such
measurement arrangements are not obstructed or invalidated by dominating disturbances from the’ laboratory
d.c. power source. Appropriate EMI filters can be used to decouple the EUT from the d.c. power’source. But be
aware not to apply too heavy additional common mode capacitive loading to the EUT. Further guidance on suitable
decoupling of the laboratory d.c. power source from the measuring arrangement can be found(in Annex K.

IN port
Plus (Open)
pole ©
. © © Q
GCPC under DC P
. EUT ower
test Minus vort | CDN | AEport=l “5g e
pole
. 4 J? :o,—(.
© ©

EUT Q~ AE port
port §'AN (Open)

Measuring port

(Voltage probe) IEC

Figure 7 — Typical arrangemént for measurement of conducted disturbances at
LV d.c. power ports with the DC-AN used as termination and voltage probe

8.2.2.2.3.2 Measuremént of the common mode (CM) disturbance voltage

Measurements of the.disturbance voltage at the d.c. power port shall be carried out with the
DC-AN used as voltage probe, see Figure 7, 8 and 9.

With the DC-AN, the common mode disturbance voltage at the d.c. power port of the power
converter shall be measured.

8.2.22.373 Measurement of the common mode (CM) disturbance current

The*common mode disturbance current at the d.c. power cable leading to the laboratory
d.c. power source shall be measured using a current probe according to CISPR 16-1-2.

Care shall be taken in order not to alter the termination conditions of the EUT when
performing measurements with the current probe. The current probe shall be located a

maximum of 30 cm away from the DC-AN. The current probe shall also be in place when
performing measurements of the CM disturbance voltage. A suitable measurement
arrangement is shown in Figure 8 and 9.
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Ferrites/
AC mains Isolation _ oy CMAD/

(grid) transformer AC output DC input|«—» @
@""@ Gee Ai —
__—+ AMN [ |Current probe 1 DC-AN

| As a voltage probe 777[77

Isolation
transformer As a voltage probe
_@ DC power _I
source | —_
777L7 Current flow
IEC

NOTE ‘x’ and 'y’ denote the spacing between the current probe and the DC-AN,.and“the DC-AN and the ferrite
tube(s) / CMAD / CDN, respectively. Spacing x is < 0,3 m and y is 0,1 m.

Figure 8 — Typical arrangement for measurement of conducted
disturbances at LV d.c. power ports with the DE3AN used as voltage
probe and with a current probe = 2P diagram

EUT
>20 kVA

The AMN is used as 0,8 m
a voltage probe AMN > | V7
AC output ‘y'm
w LoL3 DC input
7 | Isolation mat

Current
0.8 n;/‘ probe
27

) Terminal
box

The DC-AN is used
as a voltage probe

Terminal
box DC cable

Isolation
transformer

AC
mains
(grid)

mains i

(grid) WS °3,e|\i Too

(optional : i i i ¢
Isolation {L'\ J{’{,

transformer
(optional) I

IEC

I:igllrp [o . Typi(‘al arrangement for measurement of canducted disturbances at 1\ . d.c

power ports with a DC-AN used as voltage probe and with a current probe — 3D diagram

8.2.2.2.3.4 Compliance criteria

For measurements according to Figure 8, compliance with the limits shall be verified for the
measured common mode disturbance voltage and the measured common mode disturbance
current. The EUT meets the requirements of CISPR 11 if it can be shown that it meets both
the limits of the disturbance voltage and the disturbance current specified in Table 3.
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8.2.3 Handheld equipment which are normally operated without an earth connection

For this equipment additional measurements shall be made using the artificial hand described
in 7.3.5.

Tl P e Ll pu | Lo Ul | | l o <Ll ol + el tla + £ +lo |

e arurnoiar riarmd orrailt T GlJlJIICU Ullly Ul T1dariuic o dirtu gll'JD alfu triuotT palla Ul UI'TT a'.l'Jllalle
specified as such by the manufacturer. Failing the manufacturer's specification the artificial
hand shall be applied in the following way.

The general principle in applying the artificial hand is that the metal foil shall be wrapped
around all handles (one artificial hand per handle), both fixed and detachable, supplied With
the equipment.

Metalwork which is covered with paint or lacquer is considered as exposed metalwork and
shall be directly connected to the terminal M of the RC element.

When the casing of the equipment is entirely of metal, no metal foil .is,heeded, but the
terminal M of the RC element shall be connected directly to the body of-the ‘equipment.

When the casing of the equipment is of insulating material, a metal foil shall be wrapped
around the handles.

When the casing of the equipment is partly metal and partly insulating materials, and has
insulating handles, a metal foil shall be wrapped aroundjthe handles.

8.3 OATS and SAC for measurements in the range 9 kHz
to 1 GHz

8.3.1 General

The radiation test site shall be flat, frée Jof overhead wires and nearby reflecting structures,
sufficiently large to permit adequate _séparation between the antenna, test unit and reflecting
structures.

A radiation test site which meets the criteria is within the perimeter of an ellipse having a
major axis equal to twice the distance between the foci and a minor axis equal to the square
root of three times of thiscdistance. The equipment under test and the measuring equipment
are placed at each of the foci respectively. The path length of any ray reflected from an object
on the perimeter of “this radiation test site will be twice the length of the direct path length
between the foci. This radiation test site is depicted in Figure 10.
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Major diameter = 2F

. Minor diameter = V3F "

"
1
| N
\

\ Antenna

Test unit

S
N
N

~. lo be free of reflecting objects.

Boundary of area defined by
an ellipse. Volume above earth

IEC

NOTE For the values of F (measuring distance) see Clause 6.

Figure 10 — Test site

For the 10 m test site, the natural ground plane shall be .augmented with a ground plane of
metal which shall extend at least 1 m beyond the boundary- of the equipment under test at one
end and at least 1 m beyond the measurement antenna and its supporting structure at the
other end (see Figure 11). The ground plane shal) have no voids or gaps other than any
perforations which do not exceed 0,1 A at 1 GHz.(a@bout 30 mm).

Antenna ol =

IEC

D =(d+ 2) m, wheté d'is the maximum test unit dimension
W = (a+ 1) m, where a is the maximum dimension of the antenna

L = measuring distance in metres

Figure 11 — Minimum size of metal ground plane

832 Validation of the radiation test site (9 kHz to 1 GHz)

Test sites shall be validated according to CISPR 16-1-4 in the frequency ranges where the
standard defines requirements.

8.3.3 Disposition of equipment under test (9 kHz to 1 GHz)

For the EUT's earthing and grounding conditions as well as connection to the laboratory's
electricity supply network see 7.5.3.1 or 7.5.3.2.

If it is possible to do so, the equipment under test shall be placed on a turntable. The
separation between the equipment under test and the measuring antenna shall be the
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horizontal distance between the reference point of the measuring antenna and the nearest
part of the boundary of the equipment under test in one rotation.

8.3.4 Radiation measurements (9 kHz to 1 GHz)

ThC acpalat;un d;atallbc I‘l.-JCtVVCCII thC aIItCIIIIa and thC cqu;plllcut uIIdCI tcot oha“ bC ao
specified in Clause 6. If the field strength measurement at a certain frequency cannot be
made at the specified distances because of high ambient noise levels (see 7.2),
measurements at this frequency may be made at a closer distance but not less than 3 m.
When this is done, the test report shall record the distance actually used and thé

circumstances of the measurement.

For equipment under test located on a turntable, the turntable shall be rotated fullyWwith a
measurement antenna oriented for both horizontal and vertical polarization. The* highest
recorded level of the electromagnetic radiation disturbance at each frequency shall be
recorded.

For equipment under test not located on a turntable the measurement-"antenna shall be
positioned at various points in azimuth for both horizontal and vertical’polarization. Care shall
be taken that measurements be taken in the directions of maximum-“radiation and the highest
level at each frequency be recorded.

NOTE At each azimuthal position of the measurement antenna the radiation test site requirements specified in
8.3.1 are met.

8.4  Alternative radiation test sites for the frequency range 30 MHz to 1 GHz

Measurements may be performed on radiation (dest sites which do not have the physical
characteristics described in 8.3. Evidence shall*be obtained to show that such alternative
sites will yield valid results. An alternative radiation test site in the frequency range 30 MHz to
1 GHz is acceptable if the horizontal andvertical site attenuation measurements made as per
5.3 of CISPR 16-1-4:2010/AMD1:2012 are* within £ 4 dB of the theoretical site attenuation as
given in Tables 1 or 2 of CISPR 16-1-4:2010/AMD1:2012.

Alternative radiation test sites shall allow for, and be validated for, the measurement distance
in the frequency range 30 MKZ\to 1 GHz specified elsewhere in Clause 6 and/or Clause 8 of
this standard.

8.5 FAR for measurements in the range 30 MHz to 1 GHz

A fully-anechoic reom (FAR) used for measurement of radiated disturbances in the frequency
range 30 MHzt0.1 GHz shall comply with the requirements in CISPR 16-1-4.

The use_ofithe FAR is restricted to table-top equipment. The size of the EUT suitable to be
measured in a FAR is limited by the validated test volume of the given FAR. The test volume
of the-FAR is validated according to CISPR 16-1-4, and documented in the site validation
repeort.

NOTE For measurements at 3 m separation distance, this validated test volume will likely limit the applicability of
the FAR to small size equipment, see definition 3.17.

For measurements in the FAR the test :nfllp shall be as far as npplir‘nhln, the same as

described in Clause 8.3 for measurements on an OATS or in a SAC. Further information on
performance of emission measurements in a FAR in the range 30 MHz to 1 GHz is found
in 7.4 of CISPR 16-2-3:2010/AMD 2:2014.
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9 Radiation measurements: 1 GHz to 18 GHz

9.1 Test arrangement

The equipment under test shall be placed on a turntable at a suitable height. Power at the

—_Tnorat vottage strattbesuppiiedFor the EUT s earthimgandgrounding comditions as wettas

connection to the laboratory's electricity supply network see 7.5.3.

9.2 Receiving antenna

The measurements shall be made with a directive antenna of small aperture capablé) of
making separate measurements of the vertical and horizontal components of the radiated
field. The height above the ground of the centre line of the antenna shall be the same.as the
height of the approximate radiation centre of the equipment under test. The distance-between
the receiving antenna and the EUT shall be 3 m.

9.3 Validation and calibration of test site

Test sites shall be validated according to CISPR 16-1-4.

9.4 Measuring procedure
9.4.1 General

The measurements shall take place in free-space conditions, i.e. the reflections on the ground
shall not influence the measurements, see CISPR 16-1-4.

The general measuring procedure above 1.GHz specified in CISPR 16-2-3 should be
consulted for guidance. Measurements shall pe-made with the antenna in both horizontal and
subsequently vertical polarization. In both cases, the turntable with the equipment under test
shall be rotated. It shall be ascertained._that, when the equipment under test is switched off,
the level of background noise is at least/10 dB below the reference limit, since otherwise the
reading may be significantly affected.

A flow chart showing the measutément procedure is shown in Figure 12.
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Peak measurements (9.4.3)
(Table 13, 120 seconds, every 30°)

:

Yes

Peak < lable 13
limits?

Choice of the user of the standard

/ ]

Final Log-AV Final APD
weighted measurements weighting measurements
(9.4.42.2) (9.4.4.2.3)

(Table 14) (Table 15)

No Yes Final result No

< Table 1&.Jimits?

Final result
< Table 14 limits?

Yes

Pass Fail Pass Fail

Figure 12 — Decision tree for the measurement of emissions from 1 GHz to 18 GHz
of group 2 equipment operating at fr€quencies above 400 MHz

9.4.2 Operating conditions of the EUT

For microwave ovens, a warm-up period. of at least 5 min shall be performed before the
measurement.

For all measurements the startingiphase of the EUT (a few seconds) is to be ignored.

During the measurements, the.microwave oven under test is operated at maximum microwave
power setting.

Some microwave ovefls automatically turn to an intermittent operation mode if operated for a
long time at their ‘highest microwave power setting. In such cases the measurement shall be
stopped for a while to allow cooling down until the microwave oven is able to operate at its
max power setting without intermittence.

During the*measurement, the water load should be exchanged to cold water before it starts to
boil. Forload conditions of microwave ovens during the measurements see also 7.6.5.

943 Peak measurements

Peak measurements in the range above 1 GHz shall be made for both polarizations of the

antenna with the azimuth of the EUT varying every 30° (starting position perpendicular to the
front surface Ihl.'-'am:\ of the EUT (e in a Irmci'rinn pprlnpndimllnr to the front door in case of

microwave ovens). At each of these 12 positions, a measurement in maximum-hold mode
over the full frequency range 1 GHz to 18 GHz shall be made for a period of 2 min.

During the measurement, the water load should be exchanged to cold water before it starts to
boil. The measurement at the particular frequency where this happened needs to be re-
started.
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NOTE 1 If the measurements are carried out in frequency subranges, the measurement time for each subrange is
accordingly shorter. For example, the measuring time for a subrange 1 GHz to 2,4 GHz would be about 10s and the
time for a subrange 2,5 GHz to 18 GHz would be about 110 s.

If the emissions from the EUT in this frequency range are very stable, the measurement time
at each azimuth/polarization may be reduced, e.g. to 20 s.

The obtained measurement result(s) shall be compared to the peak limit (see Table 13).
If the EUT passes the peak measurement, then the final test result is PASS, see Figure 12.

If the EUT does not pass the peak measurement, final weighted measurements shall.'be
carried out, see Figure 12.

NOTE 2 In the frequency range 11,7 to 12,7 GHz, in some countries unwanted emissions from ISM¢equipment can
cause radio frequency interference for reception facilities of satellite broadcasting systems even(when it complies
with the limits for the final weighted measurements.

9.4.4 Weighted measurements
9.4.4.1 General

In cases where readings obtained during the peak measurenient in the range 1 GHz to
18 GHz exceed the limits specified in Table 13, an additional Series of measurements with a
weighting function shall be performed.

In preparation of the final measurement, the whole)frequency range shall be divided into
7 sub-ranges from 1 GHz to 18 GHz, in accordancewith Table 18.

For every sub-range where the EUT did not meet the limits of Table 13, identify the frequency
of the highest emission level from the peak Mmeasurements. These frequencies are the centre
frequencies to be used for the series of weighted measurements, as shown in Table 20.

Table 20 — Frequency subsranges to be used for weighted measurements

Harmonics of~2:45 GHz Frequency sub-ranges

Order no. GHz

Not defined 1,0to 2,4
2 2,5t06,1252
3 6,125 to 8,575
4 8,575 to 11,025
5 11,025 to 13,475
6 13,475 to 15,925
7 15,925 to 18,0

a _I\I{Ie;suiements in the ISM band 5,720 GHz to 5,880 GHz are excluded, see
able 1.

For demonstration of the fluctuating nature of a disturbance, two alternative _methods for

weighted measurements are available, see also decision tree in Figure 12.

In any situation where it is necessary to re-test the equipment, the measuring method
originally chosen shall be used in order to ensure consistency of the results.

During the measurement, the water load should be exchanged to cold water before it starts to
boil. The measurement at the particular frequency where this happened needs to be re-
started.
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9.4.4.2 Log-AV weighting according to Table 14

Weighted measurements with the Log-AV method (see Table 14) shall be performed at the
azimuth position of the EUT and with the antenna polarization where the maximum peak
emission occurred during the preliminary measurement. A minimum of 5 consecutive sweeps
in max-hold mode shall be performed

These weighted measurements shall be performed with the spectrum analyzer in logarithmic
display mode (using the logarithmic amplifier, not a mathematical unit conversion of the
displayed values).

NOTE A video bandwidth of 10 Hz together with logarithmic amplification provides a level closer to the_average
level of the measured signal in logarithmic values. This result is lower than the average level that<would be
obtained in linear mode.

Measurements with the Log-AV weighting function shall be performed in (he’ frequency
sub-ranges (see Table 18) where the EUT did not meet the limits of Table.\13 around the
centre frequencies identified in the previous step, within a frequency span of'20 MHz.

Compare the measurement results to the limits of Table 14.

If the EUT passes the measurement with the Log-AV weighting-function (Table 14), then the
final test result is PASS, see Figure 12.

9.4.4.3 APD weighting according to Table 15

As an alternative to 9.4.4.2, an APD measurementfor a period of 30 s shall be performed at
the azimuth of the EUT and the polarization of thé-antenna where the maximum emission was
found during the preliminary peak measurefments. Measurements shall be made at the
following 5 spot frequencies:

fe,
f¢ + 5 MHz, fg — 5 MHz,
fo + 10 MHZ, fg — 10 MHz,

where f is the frequency withithe highest peak emission in one of the frequency subranges,
defined in Table 18, see 9.474.1.

Compare the measureément results to the limits of Table 15.

If the EUT passesthe measurement with the APD weighting function (Table 15), then the final
test result is, PASS, see Figure 12.

10 Measurement in situ

For'equipment which is not tested on a radiation test site, measurements shall be made after
the equipment has been installed on the user's premises. Measurements shall be made from
the exterior wall outside the building in which the equipment is situated at the distance
specified in 6.4.

Measurements in situ at the place of operation of the equipment to be assessed shall be
performed and documented in accordance with 7.7 of CISPR 16-2-3:2010. Further advice for
in situ measurements is also found in CISPR TR 16-2-5 [2] 3.

3 Figures in square brackets refer to the Bibliography.
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The number of measurements made in azimuth shall be as great as reasonably practical, but
there shall be at least four measurements in orthogonal directions, and measurements in the
direction of any existing radio systems which may be adversely affected.

For the larger commercial microwave ovens it is necessary to ensure that the measurement

TeEsUits are not affected by mear fiefdeffects. CISPR16-2-3Shoufdbe consuttedfor guidarnce.

11 Safety precautions for emission measurements on ISM RF equipment

ISM RF equipment is inherently capable of emitting levels of electromagnetic radiation that
are hazardous to human beings. Before testing for electromagnetic radiation disturbance, the
ISM RF equipment should be checked with a suitable radiation monitor.

12 Measurement uncertainty

Determining compliance with the limits in this standard shall be basedonthe results of the
compliance measurements taking into account the considerations on measurement
instrumentation uncertainty.

Where guidance for the calculation of the instrumentation upcertainty of a measurement is
specified in CISPR 16-4-2 this shall be followed, and for these measurements the
determination of compliance with the limits in this standard- shall take into consideration the
measurement instrumentation uncertainty in accordance with CISPR 16-4-2. Calculations to
determine the measurement result and any adjustment of the test result required when the
test laboratory uncertainty is larger than the value-for Us gpg given in CISPR 16-4-2 shall also
be included in the test report.

For in situ measurements, the contribution of_uncertainty due to the site itself is excluded from
the uncertainty calculation.

NOTE When performing measurements atdistances less than 10 m, higher measurement uncertainties may have
to be taken into account.
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Annex A
(informative)

Examples of equipment classification

Many types of equipment in the scope of this standard contain two or more types of
interference sources, for example an induction heater might incorporate semiconductor
rectifiers in addition to its heating coil. For testing purposes the equipment is to be defined in
terms of the purpose for which it was designed. For example, the induction heater
incorporating semiconductor rectifiers is to be tested as an induction heater (with~all
disturbances meeting the prescribed limits whatever the source of disturbance) and ismot’to
be tested as if it were a semiconductor power supply.

The standard gives general definitions of group 1 and group 2 equipment and‘for official
purposes the group to which a particular piece of apparatus belongs shall be‘identified from
these definitions. It will, however, be helpful to users of the standard to have.a comprehensive
list of types of apparatus which have been identified as belonging to a particular group. This
will also help in developing the specification where variations in test procedures may be found
by experience to be necessary in dealing with specific types of apparatus.

The following lists of group 1 and group 2 equipment are not exhaustive.
Group 1

Group 1 equipment: group 1 contains all equipment~n the scope of this standard which is not
classified as group 2 equipment.

General: Laboratory equipment
Medical electrical equipment

Scientific equipment

Semiconductor converters

Industrial electroheating equipment with operating frequencies less than
or equal to 9 kHz

Machine tools

Industrial pkocess measurement and control equipment

Semiconductor manufacturing equipment

Detailed: Signal generators, measuring receivers, frequency counters, flow meters,
spectrum analysers, weighing machines, chemical analysis machines, electronic
microscopes, switched mode power supplies and semiconductor converters
(when not incorporated in an equipment), semiconductor rectifiers/inverters, grid
connected power converters (GCPC), resistance heating equipment with built-in
semiconductor AC power controllers, arc furnaces and metal melting ovens,
plasma and glow discharge heaters, X-ray diagnostic equipment, computerised
tomography equipment, patient monitoring equipment, ultrasound diagnostic and
therapy equipment, ultrasound washing machines, regulating controls and
equipment with regulating controls incorporating semiconductor devices with a
rated input current in excess of 25 A per phase

Group 2

Group 2 equipment: group 2 contains all ISM RF equipment in which radio-frequency energy
in the frequency range 9 kHz to 400 GHz is intentionally generated and used or only used
locally, in the form of electromagnetic radiation, inductive and/or capacitive coupling, for the
treatment of material, for inspection/analysis purposes, or for transfer of electromagnetic
energy.
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Microwave-powered UV irradiating apparatus
Microwave lighting apparatus

Industrial induction heating equipment operating at frequencies above 9 kHz
Inductive power transfer / charging equipment &

Detailed:

Dietectric reatimg equipmeTnt

Industrial microwave heating equipment
Microwave ovens

Medical electrical equipment

Electric welding equipment

Electro-discharge machining (EDM) equipment
Demonstration models for education and training

a8 Inductive or capacitive power transfer apparatus normally subject to CISPRL1,/but forming part

of equipment subject to other CISPR standards is excluded from the scope“of CISPR 11.
Metal melting, billet heating, component heating, solderingand brazing, arc
welding, arc stud welding, resistance welding, spot welding, tube welding,
industrial laser oscillator exited by high-frequency «discharge, wood gluing,
plastic welding, plastic preheating, food processing, biscuit baking, food thawing,
paper drying, textile treatment, adhesive curing, material preheating, short-wave
diathermy equipment, microwave therapy equipment, magnetic resonance
imaging (MRI), medical HF sterilizers, high-ffequency (HF) surgical equipment,
crystal zone refining, demonstration models of high-voltage Tesla transformers,
belt generators, etc.
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Annex B
(informative)

Precautions to be taken in the use

of a_s_p_e_c_t,r_um_a,n_al\/7pr (see 7.3 1)
7J \ 7

Most spectrum analyzers have no radio-frequency selectivity: that is, the input signal is fed
directly to a broadband mixer, where it is heterodyned to a suitable intermediate frequency.
Microwave spectrum analyzers are obtainable with tracking radio-frequency pre-selectors
which automatically follow the frequency being scanned by the receiver. These analyzers
overcome to a considerable degree the disadvantages of attempting to measure ,the
amplitudes of harmonic and spurious emissions with an instrument which can generatg such
components in its input circuits.

In order to protect the input circuits of the spectrum analyzer from damage when measuring
weak disturbance signals in the presence of a strong signal, a filter should~be provided in the
input to give at least 30 dB of attenuation at the frequency of the strong. signal. A number of
such filters may be required to deal with different operating frequencies.

Many microwave spectrum analyzers employ harmonics of the local oscillator to cover various
portions of the tuning range. Without radio-frequency pre-s€lection, such analyzers may
display spurious and harmonic signals. It thus becomes.'difficult to determine whether a
displayed signal is actually at the indicated frequency, or is génerated within the instrument.

Many ovens, medical diathermy equipment and other-microwave ISM RF equipment receive
their input power from rectified a.c. but unfiltered energy sources. Consequently, their
emissions are simultaneously modulated in amplittde and frequency. Additional AM and FM
are caused by the movement of stirring devices dsed in ovens.

These emissions have spectral line compgonents as close together as 1 Hz (due to modulation
by the oven stirring device), and 50 Hz or 60 Hz (due to the modulation at mains frequency).
Considering that the carrier frequency is generally rather unstable, distinguishing these
spectral line components is not feasible. Rather, it is the practice to display the envelope of
the true spectrum by employing’an analyzer bandwidth which is larger than the frequency
interval between spectral components (but as a rule small in relation to the width of the
spectral envelope).

When the analyzer bandwidth is wide enough to contain a number of adjacent spectral lines,
the indicated peak-value increases with bandwidth up to the point where the analyzer
bandwidth is cemparable to the width of the spectrum of the signal. It is essential, therefore,
to obtain agreement to use a specified bandwidth in order to compare the amplitudes
displayed by ‘different analyzers when measuring emissions typical of present heating and
therapeutic devices.

It has been indicated that many oven emissions are modulated at a rate as low as 1 Hz. It has
been observed that the displayed spectral envelopes of such emissions are irregular,
appearing to vary from scan to scan, unless the number of scans per second is low compared
with this lowest frequency component of the modulation.

ASUuitabie rate for investgation of the emission may require 10 S Or mMore 0 accompliisii one
scan. Such low scanning rates are not suitable for visual observation unless suitable storage
is employed, such as that provided by a storage-type cathode ray tube, a photograph, or a
chart recording device. Some attempts have been made to increase the useful scanning
frequency by removing or stopping the stirring devices in the oven. However, this may be
considered unsatisfactory because the amplitude, frequency and shape of the spectrum are
found to vary with the position of the stirrers.
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Annex C
(normative)

Measurement of electromagnetic radiation disturbance

inthe presence of Qigna|s from radio transmitters

For equipment under test having a stable operating frequency so that reading of the CISPR
guasi-peak measuring receiver does not vary more than +0,5 dB during measurement, the
electric field strength of the electromagnetic radiation disturbance can be calculated
sufficiently accurately from the expression:

EM_gM_gl

where

Eq is the electromagnetic radiation disturbance (unVvV/m);

E, is the measured value of electric field strength (uV/m),

E; is the electric field strength of the radio transmitter signal (uV/m)s

The formula has been found to be valid when unwanted signals‘are from AM or FM sound and
television transmitters having a total amplitude up to twice the amplitude of the
electromagnetic radiation disturbance which is to be measured.

It is advisable to restrict the use of the formula to cases where it is not possible to avoid the
disturbing effect of radio transmitters. If the fréquency of the electromagnetic radiation
disturbance is unstable then a panoramic recejver-or spectrum analyzer should be used, and
the formula is not applicable.
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Annex D
(informative)

Propagation of interference from industrial radio-frequency

equipment at frequencies between 30 MHz and 300 MHz

For industrial radio-frequency equipment which is situated on or near ground level, the
attenuation of the field with distance from source, at a height of between 1 m and 4 m above
ground, depends on the ground and on the nature of the terrain. A model for electric field
propagation above plane-earth in the region from 1 m to 10 km from the source is described
in [15]4.

Although the influence of the nature of the ground, and of the obstacles on it, onsthe actual
attenuation of the electromagnetic wave increases with frequency, an averagef attenuation
coefficient can be taken for the frequency range 30 MHz to 300 MHz.

As ground irregularity and clutter increase, the electromagnetic fields will"be reduced because
of shadowing, absorption (including attenuation caused by buildings and vegetation),
scattering, divergence and defocusing of the diffracted waves [16]..The attenuation can then
be described only on a statistical basis. For distances from the source greater than 30 m, the
expected or median field strength at a defined height varies as’1/Dn where D is the distance
from the source, and n varies from about 1,3 for open country areas to about 2,8 for heavily
built-up urban areas. It seems from the different measurements for all kinds of terrain that an
average value of n=2,2 can be used for approximate estimations. Large deviations of
measured values of field strengths from those- predicted from the average field
strength/distance law occur, with standard deviations of up to about 10dB in an
approximately log-normal distribution. The polarization of the field cannot be predicted. These
results are in agreement with measurements in\a’number of countries.

The screening effect of buildings on the-adiation is a very variable quantity, depending on the
material of the buildings, the wall thiekne'ss and the amount of window space. For solid walls
without windows, the attenuation depends on their thickness relative to the wavelength of the
radiation and an increase in attenuation with frequency may be expected.

Generally, however, it is caonsidered unwise to expect buildings to give protection of much
more than 10 dB.

4 Figures in square brackets refer to the Bibliography.
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Annex E
(informative)

Recommendations of CISPR for protection

of certain radio services in part|c|||ar areas

E.1 General

The ITU develops usage provisions aiming at the efficient use of the radio frequency spectrum
and local control of radiated RF disturbances at the place of operation of individual
ISM RF applications. The respective provisions of the ITU relating to usual residential and/or
industrial environments are recognised by CISPR and incorporated into the main bedy of this
International Standard. Apart from these provisions, additional ITU provisions may apply for
the operation and use of individual ISM RF applications in particular environments, i.e. in
"particular areas", which are not addressed in the main body of this standard. The CISPR
regards these ITU provisions and their national derivatives as recommendations since they
may only apply to individual ISM RF applications used in particularareas under in situ
conditions.

E.2 Recommendations for protection of safety-related’radio services

ISM RF equipment should be designed to avoid fundameéntal operations or radiation of high-
level spurious and harmonic signals in bands used for safety-related radio services. A list of
these bands is provided in Annex F.

NOTE For the protection of specific safety-related radio(sefvices, in particular areas, an individual installation can
be required to meet the limits specified in Table E.1.

Table E.1 — Limits for electromagneticxadiation disturbances for in situ measurements
to protect specific safety-related radio services in particular areas

Measuring distance D from the outer face
Limits of the exterior wall outside the building in
which the equipment is situated
Frequency range
Elgetric field Magnetic field
MHz Distance D
Quasi-peak Quasi-peak
m
dB(nVv/m) dB(pnA/m)
0,283 5-0,526(5 - 13,5 30
74,6 — 75,4 30 - 10
108,137 30 - 10
242,95 — 243,05 37 - 10
328,6 — 335,4 37 - 10
960 — 1 215 37 - 10

E.3 Recommendations for protection of specific sensitive radio services

For the protection of specific sensitive radio services, in particular areas, it is recommended
to avoid fundamental operations or the radiation of high level harmonic signals in the bands.
Some examples of these bands are listed for information in Annex G.

NOTE For the protection of specific sensitive services, in particular areas, national authorities can request
additional suppression measures or designated separation zones for cases where harmful interference may occur.
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Annex F
(informative)

Frequency bands allocated for safety-related radio services

2,1735-2,1905
2,090 55 - 2,091 05
3,0215-3,0275
4,122 - 4,210 5
5,678 5—-5,6845
6,212 - 6,314
8,288 — 8,417
12,287 - 12,579 5
16,417 — 16,807
19,68 — 19,681
22,3755 -22,376 5
26,1 -26,101
74,6 — 75,4
108 — 137

156,2 — 156,837 5

2429 - 2431
328,6 — 335,4
399,9 — 400,05
406 — 406,1
960 — 1 238
1300 — 1 350
1544 — 1 545
1545 — 1 559
1559 — 1 610

1610-1625,5
1645,5-1646,5

1646,5 -1 660:5

2700 -2 900
2900 - 3+100
4 200:=4 400
5,000 5 250
5350 — 5 460
5600 — 5 650
9 000 -9 200
9 200 - 9 500

13 250 — 13 400

Frequency .
MHz Allocation/use
0,010 - 0,014 Radionavigation (Omega on board ships and aircraft only)
0,090 - 0,11 Radionavigation (LORAN-C and DECCA)
0,2835-0,526 5 Aeronautical radionavigation (non-directional beacons)
0,489 - 0,519 Maritime safety information (coastal areas and shipboard only)
1,82 - 1,88 Radionavigation (LORAN-A region 3 only, coastal areas and on board ships only)

Mobile distress frequency

Emergency position indicating radio beacon (EPIRB)
Aeronautic mobile (search and rescue operations)

Mobile distress frequency

Aeronautic mobile (search and rescue operations)

Mobile distress frequency

Mobile distress frequency

Mobile distress frequency

Mobile distress frequency

Maritime safety information (coastal areas and shipboard only)
Maritime safety information (coastal areas and shipboard only)
Maritime safety information (coastal areas and shipboard only)
Aeronautical radionavigation (marker beacons)

Aeronautical radionavigation (108 MHz to 118 MHz VOR, 121,4 MHz to 123,5 MHz
distress frequency SARSAT uplink, 118/MHz to 137 MHz air traffic control)

Maritime mobile distress frequency.

Search and rescue (SARSAT uplink)

Aeronautical radionavigation,(IkS'glideslope indicator)

Radionavigation satellite

Search and rescue (emérgency position-indicating radio beacon (EPIRB), SARSAT
uplink)

Aeronautical radionavigation (TACAN), air traffic control beacons

Aeronautical radignavigation (long range air search radars)

Distress frequency-SARSAT downlink (1530 MHz to 1544 MHz mobile satellite
downlink maY.be pre-empted for distress purposes)

Aeronautical mobile satellite (R)

Aeropautical radionavigation (GPS)

Aefonautical radionavigation (radio altimeters)

Distress frequency-uplink (1626,5 MHz to 1645,5 MHz mobile satellite uplink may be
pre-empted for distress purposes)

Aeronautical mobile satellite (R)

Aeronautical radionavigation (terminal air traffic control radars)

Aeronautical radionavigation (radar beacons — coastal areas and shipboard only)
Aeronautical radionavigation (altimeters)

Aeronautical radionavigation (microwave landing systems)

Aeronautical radionavigation (airborne radars and beacons)

Terminal Doppler weather radar — wind shear

Aeronautical radionavigation (precision approach radars)

Radar transponders for maritime search and rescue. Maritime radar beacons and
radionavigation radars. Airborne weather and ground mapping radar for airborne
radionavigation, particularly under poor visibility conditions

Aeronautical radionavigation (Doppler navigation radars)
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Annex G
(informative)

Frequency bands allocated for sensitive radio services

Frequency Allocation/Use
MHz
0,1357 -0,137 8 Amateur Radio Service
0,472 - 0,479 Amateur Radio Service
1,80 - 2,00 Amateur Radio Service
3,50 - 4,00 Amateur Radio Service
5,25 -5,45 Amateur Radio Service
7,00 - 7,30 Amateur Radio Service
10,100 - 10,150 Amateur Radio Service
13,36 - 13,41 Radio astronomy
14,00 - 14,35 Amateur Radio Service
18,068 — 18,168 Amateur Radio Service
21,00 - 21,45 Amateur Radio Service
24,89 — 24,99 Amateur Radio Service
25,5 - 25,67 Radio astronomy
28,00 - 29,7 Amateur Radio Service
29,3 - 29,55 Satellite downlink (Amateur Radio Satellite Service)
37,5 - 38,25 Radio astronomy
50 - 54 Amateur Radio Service
70,0 - 70,5 Amateur Radio Service
73 - 74,6 Radio astronomy
137 - 138 Satellite downlink
144 - 146 Amateur Radio Service
145,8 - 146 Satellite downlink (Amateur Radio Satellite Service)
149,9 - 150,05 Radionavigation satellite downlink
240 - 285 Satellite downlink
322 - 328,6 Radio astrgnomy
400,05 - 400,15 Standard frequency and time signal
400,15 - 402 Satellite downlink
402 - 406 Satellite uplink 402,5 MHz
406,1 - 410 Radio astronomy
430 - 440 Amateur Radio Service
435 - 438 Satellite downlink (Amateur Radio Satellite Service)
608 4614 Radio astronomy
1 245y~1 240 Satellite downlink
11240 - 1 300 Amateur Radio Service
1260 - 1 270 Satellite uplink
1 350 -1 400 Spectral line observation of neutral hydrogen (radio astronomy)
1400 -1 427 Radio astronomy
1435 -1 530 Aeronautical flight test telemetry
1 530 -1 559 Satellite downlink
1559-1 610 Satellite downlink
1610,6 -1 613,8 Spectral line observations of OH radical (radio astronomy)
1660-1710 1 660 MHz to 1 668,4 MHz: Radio astronomy 1 668,4 MHz to 1 670 MHz: Radio

1718,8 -1 722,2

astronomy and radiosonde 1 670 MHz to 1 710 MHz: Satellite downlink and
radiosonde

Radio astronomy

CISPR 11:2015+AMD1:2016
+AMD2:2019 CSV © |IEC 2019
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Frequency bands allocated for sensitive radio services (list continued)

Frequency Allocation/Use
MHz

2 200 - 2 300 Satellite downlink

2 320 - 2 450 Amateur Radio Service

2 310 - 2 390 Aeronautical flight test telemetry

2 655 -2 900 2 655 MHz to 2 690 MHz: Radio astronomy and satellite downlink
2 690 MHz to 2 700 MHz: Radio astronomy

3 260 - 3 267 Spectral line observations (radio astronomy)

3 332 -3 339 Spectral line observations (radio astronomy)

3 345,8 - 3 358
3 400 - 3 475
3 400 - 3 410
3 600 - 4 200
4 500 - 5 250

5 650 - 5 950

7 250 -7 750

8 025 - 8 500
10 000 — 10 500
104 50 - 10 500
10 600 - 12 700

14 470 - 14 500
15 350 - 15 400
17 700 - 21 400
21 400 - 22 000
22 010 - 23 120

23 600 - 24 000
24 000 - 24 500
31 200 - 31 800
36 430 - 36 500
38 600 - 40 (000
above 400 GHz

Spectral line observations (radio astronomy)
Amateur Radio Service

Satellite downlink

Satellite downlink

4 500 MHz to 4 800 MHz: Satellite downlink
4 800 MHz to 5 000 MHz: Radio astronomy
5 000 MHz to 5 250 MHz: Aeronautical radionavigation
Amateur Radio Service

Satellite downlink

Satellite downlink

Amateur Radio Service

Satellite downlink

10,6 - 10,7 GHz: Radio astronomy

10,7 - 12,2 GHz: Satellite downlink

12,2 — 12,7 GHz: Direct broadcast satellite
Spectral line observations (radio astronomy)
Radio astronomy

Satellite downlink

Broadcast satellite, (Region 1 and Region 2)

22,01 GHz to 22,5 GHz: Radio astronomy 22,5 GHz to 23,0 GHz: Broadcast satellite
(Region 1) (22,81 GHz to 22,86 GHz is also radio astronomy) 23,0 GHz to 23,07 GHz:
Fixed/intex§atellite/mobile (used to fill in the gap between frequency bands) 23,07 GHz
to 23,12, GHz: Radio astronomy

Radigrastronomy
Amateur Radio Service
Radio astronomy
Radio astronomy
Radio astronomy

Numerous bands above 400 GHz are designated for radio astronomy, satellite
downlink, etc.
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Annex H
(informative)

Statistical assessment of series produced equipment

againstthe requirements of CISPR standards

H.1 Significance of a CISPR limit

A CISPR limit is a limit which is recommended to national authorities for incorporationin
national standards, relevant legal regulations and official specifications. It isnalso
recommended that international organizations use these limits. The significance of the) limits
for type approved appliances shall be that on a statistical basis at least 80 % of thé mass-
produced appliances comply with the limits with at least 80 % confidence.

The assessment of conformity of equipment tested on a test site shall be based on
measurement results obtained in accordance with the specifications 'of Clause 7. For
equipment in series production, there shall be 80 % confidence 4hat at least 80 % of
manufactured items comply with the limits given (compliance criterion), see CISPR 16-4-3.
Statistical assessment procedures providing such a confidence level are specified in H.3.1,
H.3.2 and H.3.3.

NOTE When applying another statistical assessment procedure than one| of those referred to above or specified in
CISPR 16-4-3, the user of this standard can be invited to show evidence that the compliance criterion set out
above is also met when applying this other method.

Measurement results obtained for an equipment measured in its place of use and not on a
test site shall be regarded as relating to that nstallation only, and shall not be considered
representative of any other installation and se shall not be used for the purpose of a statistical
assessment.

H.2 Type tests

As a rule, the positive result ofca type test on a given appliance according to the respective
CISPR standard will be recognized as approval of the type if the type test was performed

H.2.1 either on a sample of appliances of the type using one of the statistical methods of
evaluation in accordance with H.3,

H.2.2 or, for.simplicities sake, on one appliance only. In this case subsequent tests are
necessary from-time to time on appliances taken at random from the production line.

NOTE Recognition of a type test made on only one appliance of series-produced equipment as type approval may
depend ofi national or regional regulation. National or regional authorities may rely on different quality assurance
systemsto be maintained by the manufacturer. Consult respective national or regional regulations.

H.3  Statistical assessment of series produced equipment

H.3.1 Assessment based on a general margin to the limit

The assessment is positive when the measured values from all items of the sample are under
the limit L, and the margin to that limit is not smaller than the general margin given in
Table H.1 below.
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Table H.1 — General margin to the limit for statistical evaluation

Sample size (n) 3 4 5 6

General margin to the limit (dB) 3,8 2,5 1,5 0,7

This method can be used to get a quick final pass-decision. If the conditions are not fulfilled,
this does not yet mean that a product is non-compliant. To determine non-compliance, the
measured results shall be evaluated by one of the methods in H.3.2. (use of non-central t-
distribution) or H.3.3 (use of binomial distribution).

NOTE The newly introduced method in this subclause is based on CISPR 16-4-3.

The values in Table H.1 have been calculated with the following methodology: Compliance is given, when

Xmax T K Orax S L

max
where
Xmax IS the highest (worse) measured value of all items in the sample;
kE is the coefficient from the table below, depending on the sample size;
Gmax IS @ conservative value for the expected maximum standard deviationin*a product group, and which is

calculated as 2 times the expected standard deviation;

L is the limit specified in this standard.

The quantities x, L and omax are expressed in logarithmic terms while kg, as an ordinary factor, is given in absolute
numerical value, see table in this NOTE.

Sample size (n) 3 4 5 6

Coefficient kg 0763 0,41 0,24 0,12

CISPR 16-4-3 recommends a value o, = 6,0 dB*for both the disturbance voltage and the disturbance power. For
radiated disturbances, measured on equipmeft’in the scope of this standard, the same value for o, ,, has been
assumed. The values for the general margin to the limit in Table H.1 above are a simple multiplication of this
6,0 dB with the coefficient kg. In Table H¢l\values are given only for a sample size up to n = 6 because for n =7 or
higher the method given in H.3.3 can be ‘applied, where the binomial distribution without an additional margin is
used.

H.3.2 Assessment based on the non-central t-distribution
H.3.2.1 Normal procedure

The measurements-shall be performed on a sample of not less than five and not more than
12 pieces of eguipment of the type in series production, but if in exceptional circumstances
five pieces of equipment are not available a sample of three or four may be used.

NOTE ,The assessment made on a sample of the measurement results obtained for a sample of size n relates to
all identical units and allows for the variations that can be expected to arise due to quantity production techniques.

Compliance is achieved when the following relationship is met:

)?+kSn <L

where

X is the arithmetic mean value of the disturbance levels of n items of equipment in the
sample;

Sn is the standard deviation of the sample where

57— x Y (x-xJ

n_
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X is the disturbance level of an individual equipment;
L is the permitted limit;

k is the factor derived from tables of the non-central t-distribution which ensures with 80 %
confidence that 80 % or more of the production is below the limit. Values of k as a function

ofnaro gi\lnn r-Table H-2.

X, X and L are expressed logarithmically: dB(uV), dB(uV/m) or dB(pW).

Sh is expressed in logarithmic term, i.e. in dB.

Table H.2 — The non-central t-distribution factor k as a function of the sample size'n

n 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

k 2,04 1,69 1,52 1,42 1,35 1,30 1,27 1,24 1,21 1,20

H.3.2.2 Extended procedure

When applying the procedure as in H.3.2.1 a given sample of ‘equipment which causes
fluctuating disturbances may fail to meet the compliance criterion. In such cases the extended
assessment procedure defined in this clause can be used.

The statistical assessment shall be carried out separately for the following frequency
subranges:

Conducted disturbances: a) 150 kHz to 500 kHz
b) 500)kHz to 5 MHz
c) (5'MHz to 30 MHz

Radiated disturbances below 1 GHz: a) 30 MHz to 230 MHz
b) 230 MHz to 500 MHz
¢) 500 MHz to 1 000 MHz

Radiated disturbances above 1 GHz: a) 1,0 GHz to 4,5 GHz
b) 4,5 GHz to 18 GHz

NOTE For group 2_€quipment, there may be no need to fully or continuously cover the frequency subranges
defined above, see respective information in 6.3.2.4, Table 13.

Compliance, of the sample is judged from the following modified relationship:
X +kS, <0
The value of k depends on the sample size n and is stated in Table H.2 above.

For determination of compliance, the standard deviation formula as in H.3.2.1 shall be used:

57 =—Lx Y (X -X)

n-1

where
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X is the arithmetic mean value of the disturbance levels of n items of equipment in the
sample;

X is the margin of the disturbance level of an individual item of equipment to the respective
limit. X is to be determined as follows: for each of the defined frequency ranges. the

margins between the measured values (readings) and the limit are defined. The resulting
margin X is negative where the measured value is below the limit, and positive, where it is
higher than the limit. For the nt" individual item of the sample, X, is the value of the margin
at the frequency where the margin curve shows its maximum.

NOTE If all measured values are below the limit, X is the smallest margin to the limit. If some of the measured
values are above the limit, X is the largest margin by which the limit is exceeded.

X, X and S, are expressed logarithmically, i. e. in dB.

If all measured values are below the limit and the statistical assessment fdiled only due to a
high standard deviation, it shall be investigated whether this high standard deviation has been
unjustifiably caused by a maximum of X, at the borderline between two~frequency subranges.
In this case the assessment can be done according to H.3.3.

NOTE The Figure H.1 below illustrates the possible difficulties if a maximum<ef the measured disturbances occurs
near the borderline between two frequency sub-ranges. "U " is the measured disturbance voltage; "f" is the
frequency. Here two units with different characteristics out of a sample aresshown. For broadband disturbances the
value of the maximum as well as the frequency of the maximum can ehange from unit to unit, differences as
between unit 1 and unit 2 in a sample are typical. An average value and standard deviation is calculated for all
units (of which two are shown) for each subrange. In this examplesthe ‘calculated standard deviation is much higher
for subrange 1 than subrange 2 (e.g. consider how different the'yalues of X, and X, are at the borderline). Even
though the average for subrange 1 is much lower than subrange 2, after taking into consideration the high value of
S, multiplied by the factor out of Table H.2, in rare cases this-could lead to the sample set failing the given criteria.
Since this is simply a consequence of the way in which the frequency subranges have been defined, no statistically
meaningful conclusion can be drawn regarding compliarice.
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Figure H.1 — An example of possible difficulties

H.3.3 Assessment based on the binomial distribution

Compliance is judged from the condition that the number of appliances with a disturbance
level abhove the :\pprnpri:\fn limit may not exceed a number of ¢ in a ::\mpln of total size n_see

Table H.3.
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Table H.3 — Application of the binomial distribution

Sample size (n) 7 14 20 26 32

Number of samples c exceeding the limit L 0 1 2 3 4

H.3.4 Equipment produced on an individual basis

All equipment not produced in series shall be tested on an individual basis. Each individual
item of equipment is required to meet the limits when measured by the methods specified.
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Annex |
(normative)

r the assessment of disturbance

of semicond or powe ala

Artificial Network (AN) fo

volte

1.1 General information and purpose

The artificial network for the assessment of disturbance voltages at d.c. power ports (DC-AN)
provides a defined common mode (CM) 150 Q termination impedance for the d.c. power port
of the power converter under test during measurements of conducted RF disturbangées at
standardized test sites. It is constructed to provide, in the intended frequency range from
150 kHz to 30 MHz, well defined termination impedances for symmetric (or differential mode —
DM) as well as asymmetric (or common mode — CM) disturbance componentsi The values of
these termination impedances are specified in Clause |.4.

Further, the DC-AN is furnished with a decoupling network (i.e. an, LC-filter) such that
sufficient decoupling is provided between its EUT port and its AE pert,in order to prevent RF
disturbances from the laboratory d.c. power source to affect obtained measuring results.
Having asymmetric decoupling capacitors with some 100 nF te~about 1 uF capacitance only
the construction of that filter prevents, in most cases, saturation effects in mitigation filters the
power converters may be furnished with and this way |provides for valid, reliable and
repeatable measurement results.

1.2 Structures for a DC-AN

.2.1 AN suitable for measurement of uhsymmetrical mode (UM) disturbances

Similar to the V-AMN, the AN shall @llow for measurement of the unsymmetrical mode
disturbance voltage level at a single terminal (or conductor or pole, respectively) of the EUT's
d.c. power port under test, relative<to laboratory reference ground. An appropriate AN would
hence be e.g. a pseudo V-AN, a kind of delta network. For layout and design, the principles
set out in CISPR 16-1-2 shall-b€ observed. A circuit diagram of a suitable Delta-network is
found in Figure I.1.

NOTE Due to constraints <4n, design of true V-ANs for a certain defined ratio of the DM to CM termination
impedance, construction,of a pseudo V-AN may require use of a third shunting resistor connecting to the two power
terminals of the EUT port'of the AN. Such shunting resistors as R, in Figure I.1 or R, in Figure 1.4 do not have any
impact on the required"DM and CM termination impedances and provide for these termination impedances also
during measurementof UM disturbance voltages. For calculation of the termination impedance for UM disturbance
voltages the delta‘to-star conversion formula for resistor networks can be used. Further, these termination
impedances ¢an-.also be measured directly at the EUT power terminals of the AN in relation to common ground in
using an _dppropriate network analyser. Distinction in V- and Delta-ANs is kept for traditional reasons only.
UM distutbance voltages can also easily be measured with Delta-ANs when they are furnished with respective
measuting ports.

2.2 AN suitable for measurement of common mode (CM) and differential mode
(DM) disturbances

A Delta-AN shall allow for measurement of the symmetric (or differential mode — DM)
disturbance voltage level between (any) two terminals different from those at ground potential

(or conductors or poles, respectively) of the EUT's d.c. power port under test. It shall further
allow for measurement of the asymmetric (or common mode — CM) disturbance voltage level
at the virtual common HF junction of two (or more) terminals (or conductors or poles,
respectively) of the EUT’s d.c. power port under test, relative to laboratory reference ground.
For layout and design, the principles set out in CISPR 16-1-2 shall be observed. An example
of a suitable Delta-network is found e.g. in CISPR 16-1-2:2014, Clause A.6 Figure A.2. This
figure is also replicated in Figure 1.2.
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1.2.3 AN suitable for measurement of UM, CM and DM disturbances

As an option the Delta-AN may also provide for the measurement of the unsymmetrical mode
disturbance voltage level at a single terminal (or conductor or pole, respectively) of the EUT's
d.c. power port, relative to laboratory reference ground, just like a V-network. For layout and
design, the principles set out in CISPR 16-1-2 shall be observed. Fxamples for practical

implementations of combined pseudo V- and Delta-ANs of several manufacturers are given in
Figure 1.3 to Figure I.5.

1.3 Employment of DC-ANs for compliance measurements

1.3.1 General

For the measurements, pseudo V-ANs as well as Delta-ANs meeting the requirements in 1.4
can be used. Other artificial networks specified in CISPR 16-1-2 can also be used if providing
an asymmetric or common mode (CM) 150 Q termination for the port under-test to laboratory
reference ground, and if being furnished with an appropriate low CMziblocking capacity
decoupling LC-filter.

NOTE Presently the 150 Q artificial mains V-network specified in CISPR 16-1¢2:2014, 4.5 cannot be used for
measurements of conducted disturbances at LV d.c. power ports, since praviding a common mode termination
impedance of 75 Q only. Such a V-network does not meet the most essential technical parameter specified in
Table 1.1 Pos. 3, i.e. the value of 150 Q, for the common mode termination~impedance. Negotiations in definition of
systematic corrections for measurement results obtained in use of such nmétworks have not been started yet.

Selection of the type of AN is left to the user of this standard. Each type of AN provides for
measurement results which have the same confidenge level as results obtained when using
the established V-network. Information on aspectsof measurement uncertainty in respect of
artificial mains networks (AMN) is found in CISPR“16-4-2:2011, Clause 4. This information is
also valid when employing DC-ANs which comply with the specification in 1.4.

If a combined AN is used, then it suffices to just apply it either for measurement of
unsymmetrical mode (UM), or for measurement of both, common mode (CD) and differential
mode (DM) disturbances.

In any case the assessment _afithe RFI potential of a given port under test in the frequency
range 150 kHz to 30 MHz_is”only completed, if measurement results were obtained and
recorded either for the twg,composite unsymmetrical mode (UM) disturbance components, or for
both, the asymmetric en'common mode (CM) and the symmetric or differential mode (DM)
disturbance components as well.

1.3.2 Pseudo V-AN

In the pseldo V-network an assessment of these components is only possible in combination
as compasite unsymmetrical mode (UM) disturbance voltages, the level of which can be
differént for each terminal of the given port under test, due to internal HF imbalance of the
EUTNo common ground. These are the “classical” terminal disturbance voltages which can be
compared with the established limits directly and which hence constitute the established EMC
requirements, for example for a.c. mains ports.

Compliance with the limits is verified only where both measured unsymmetrical mode (UM)

dictiirhaneca vynltano lavale ara amiialtn ar lacc than tha racnactivia limit
Sttt ce v o gereverSare— e quat0- 0 1eSStHa e tt

<
TotoT T 9 | Aaod AR AR AR LR AT

1.3.3 Delta-AN

In the Delta-network asymmetric or common mode (CM) and symmetric or differential mode
(DM) disturbance components can be measured and assessed separately, for each port under
test.



https://iecnorm.com/api/?name=3e569e18e2d67b16a6a5db5c151832cd

CISPR 11:2015+AMD1:2016 CSV -81-
+AMD2:2019 CSV © |IEC 2019

Compliance with the limits is verified only where both, the measured common mode (CM)
disturbance voltage level and the measured differential mode (DM) disturbance voltage level
are equal to or less than the respective limit.

L4 Normative technical requirements for the DC-AN

.4.1 Parameters and associated tolerances in the range 150 kHz to 30 MHz

Table I.1 — Parameters and associated tolerances in the range 150 kHz to 30 MHz

Pos. Description of the parameter Nominal value and tolerance

1 Type of the DC-AN Delta-network suitable for measurements at'one d.c.
power string or port (plus pole, minus pole-and
reference ground)

2 Calibrated frequency range 150 kHz to 30 MHz (measurement,range)
3 | CM termination impedance at the EUT port, (150 £ 30)Q
magnitude

4 | CM termination impedance at the EUT port, phase (0 £ 40)°

5 DM termination impedance at the EUT port, (150 £ 30)Q
magnitude

6 DM termination impedance at the EUT port, phase (0 £ 40)°

Longitudinal conversion loss (LCL) at the EUT port 2 | > 26 dB (symmetrical 150 Q system)

7 (measured according to CISPR 16-1-2)
8 | CMinsertion loss AE port — EUT port >.2Q"dB (asymmetrical 50 Q system)
9 DM insertion loss AE port — EUT port >)20 dB (symmetrical 150 Q system)

> 40 dB, with external capacitor

10 | Discharge resistors for decoupling capacitors in-the |> 1,5 MQ
d.c. current path

2  The LCL of the AN should be significantlyNlarger than the internal LCL of the EUT. During the measurement of
unsymmetrical disturbance voltages only\disturbance components from internal mode conversion DM to CM in
the EUT need to be assessed. The Statistical mean value of the LCL of installed PV generators has already
been taken into account when determining the limits for the DC power input port of GCPCs.

NOTE The parameters in Tablé’/l.1 have been derived in developing modern implementations of the 150 Q CISPR
network described in CISPR-16-1-2 for use with measurements at low voltage d.c. power ports of GCPCs for
photovoltaic power generating systems.

Measuring portsishall be protected from low frequency components of voltage transients
appearing when switching the laboratory d.c. power source on and off. Furthermore, secure
galvanic connection shall be guaranteed to the AN's ground in order to drain transient
dischargetcurrents through the coupling capacitors when switching the laboratory source off.

Decoupling capacitors in the d.c. current path shall be bypassed with high resistance
discharge resistors, see position 10.
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Parameters and associated tolerances in the range 9 kHz to 150 kHz

Table I.2 — Parameters and associated tolerances in the range 9 kHz to 150 kHz

Pos. Description of the parameter Nominal values and tolerances
Z gxtendaed rrequency range Y KAZ — 19U KHZ
(includes the operation frequency of GCPCs)
3 CM termination impedance at the EUT port, > 10 Q (AE port open)
magnitude
4 CM termination impedance at the EUT port, phase not specified
5 DM termination impedance at the EUT port, > 1 Q (AE port open)
magnitude
6 DM termination impedance at the EUT port, phase not specified
7 Longitudinal conversion loss (LCL) at the EUT port | > 26 dB, in the range 10 kHz to 150.KHz
(symmetrical 150 Q system)
(measured according to CISPR(16-1-2)
8 CM insertion loss of AE port to EUT port > 20 dB at 150 kHz (asymmetrjcal 50 Q system),
decreasing with decreasing frequency with
40 dB/decade
9 DM insertion loss of AE port to EUT port > 20 dB at 150 kHz

> 40 dB with exterhal capacitor

(symmetrical’¥50 Q system), decreasing with
decreasjng.frequency with 40 dB/decade

NOTE The parameters in Table 1.2 have been derived in deVeloping modern implementations of the 150 Q CISPR
network described in CISPR 16-1-2 for use with measurements at low voltage d.c. power ports of GCPCs for
photovoltaic power generating systems.

1.5

Examples of practical implemeéntations of DC-ANs

I
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DC-AN with Zgy =150 Q2 , Zg,, =100 ©2. T1, T2 and T3 all terminated with 50 Q.

Unsymmetrical voltage signals (-20 dB) available at T1 and T2.

Common mode voltage signal (-20 dB ... -24 dB depending on R ;) available at T3.

9002 <R ; <1 50012 depending on the losses in the reactive ell its in the realised

circuit to match the required impedance tolerance over the whole frequency range.

IEC

NOTE Measuring port T3 can be used for measurement of asymmetric or common mode (CM) disturbance
components.

Figure I.1 — Practical implementation of a 150 Q DC-AN
suitable for measurement of UM disturbances (Example)
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Figure 1.2 — Practical implementation of a 150°Q DC-AN
suitable for measurement of CM and DM_disturbances
(Example, see also Figure A.2 in CISRR\16-1-2:2014)
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NOTE Mode 1 and mode 2 represent employment of the artificial network for measurement of unsymmetrical
mode (UM) or "terminal” disturbance voltages.

Figure 1.3 — Practical implementation of a 150 Q DC-AN suitable for
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B-PV-GENERATOR B-EUT

IEC

NOTE Mode A and mode B represent employment of the artificial network forymeasurement of unsymmetrical
mode (UM) or "terminal” disturbance voltages.

Figure 1.4 — Practical implementation of a 150-Q’DC-AN suitable for
measurement of UM, or CM and DM disturbances (Example 2)
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NOTE Mode 1 and mode 2 represent employment of the artificial network as pseudo V-network, i.e. for
measurement of unsymmetrical or "terminal" disturbance voltages. In use as pseudo V-network, i.e. in mode 1 or
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termination impedance is 150 Q.

Figure 1.5 — Practical implementation of a 150 Q DC-AN suitable for
measurement of UM, or CM and DM disturbances (Example 3)
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Annex J
(informative)

Measurements on Grid Connected Power Converters (GCPC) —

Setups for an effective test site configuration

J.1 General information and purpose

For measurement of disturbance terminal voltages on grid connected power converters
(GCPC) intended for supply of electric energy into AC mains grids and similar AC ains
installations (see Definition 3.11), connection to an appropriate laboratory DC power supply is
necessary on the DC input side of the GCPC, while connection to another appropriate
laboratory AC power source or AC mains grid is necessary on the AC output side.tQ0.

The DC power is fed into the DC input power ports of the GCPC, and nof.consumed in the
GCPC, and so almost completely converted to AC power and output to the AC side. If the AC
power output from the GCPC is not consumed by a resistive load etc( the AC power current
can reversely be carried into the laboratory AC power source, and sg-the equipment may be
damaged. In addition, there are some countries where reverse power flow into the AC mains
is restricted or prohibited by national law and regulations. Thus; the global setup of the test
site used for the measurements needs attention, and a preper and appropriate setup may
even enable simplification of the test arrangement and configuration for the equipment under
test (EUT). Examples of suitable setups for the test site ,are ‘described below.

J.2  Setup of the test site

J.2.1 Block diagram of test site

The measurement arrangement and caffjguration for the EUT can be simplified by use of a
test site having a configuration as shown”in Figure J.1/J.2. For this setup, the AC output of the
GCPC is connected to the AC input of the laboratory DC power supply through the V-AMN
used in the measurement arrangement. The laboratory DC power supply converts AC power
into DC power, and it is supplied to the DC input of the GCPC. Thus, the current circulates
from the AC output to the DC input of the GCPC. The advantages of this site configuration are
that the DC power supplysconsumes the AC output power of the GCPC, and so a resistive
load is not required to prevent AC power currents from flowing into the laboratory AC power
source.

AC mains
(grid) AC current
flow
Laboratory EMI | ¢— e )
AC power filter [ Resistive load [AC output [ sepe | DC input
source 1_ | (optional) -
i Trans-
1 former I
AC input Il E (optional)
Change in
DC power electrical
supply system —— Reference ground
DC output | - EMI
— | filter b
| DC current flow
- IEC

Figure J.1 — Setup of the test site (Case 1) — 2D diagram
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(erid) {5
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NOTE The distances defined as ‘x’ and 'y’ iaxthe diagram refer to those as detailed in CISPR 16-2-1:2014, 7.4.1.

Figure J.2 — Setup of the test site (Case 1) — 3D diagram

Consequently the laboratory”AC power source needs to provide only the total power losses in
the test arrangement, ance the measurements are started. Because the laboratory AC power
source is used, its,AC voltage and frequency can easily be adjusted conforming to the
specifications for the“AC output side of the GCPC. Reverse AC power current does not flow
into the AC powef.source, and so it cannot be damaged.

J.2.2 DC power supply

The laboratory's DC power supply shall have enough output power to operate the GCPC at its
rated AC output power. In addition, a control for adjusting properly its DC output voltage is
pecessary. In case of the test site setup as shown in Figure J.1/J.2, the electrical system of
AC input to the DC power supply shall match with that of the AC output of the GCPC.

J.2.3 AC power source

The laboratory's AC power source shall be of the CVCF-type such that it can adjust to the
nominal AC output power voltage and frequency of the GCPC under test. In case of the setup
as shown in Figure J.1/J.2, its power is only just enough to supply the total power losses in
the test arrangement, and so a larger power is unnecessary.
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J.2.4

— 87 —

Other components

In many cases the DC power supply itself is provided with filters on the input and output side.
As shown in Figure J.1/3.2, additional EMI filters can be placed on the input and output side
of the DC power supply to mitigate conducted disturbances which are generated.

In case the electrical systems of the AC output of the GCPC, the AC input of the DC power
supply and the output of the AC power source do not accord like single phase-three-wire, or
single phase-two-wire system, a proper transformer shall be inserted as shown in
Figure J.1/J.2 to appropriately convert the electrical systems.

J.3 Other test setups

J.3.1 Configuration comprising laboratory AC power source and resistive/load

On the other hand, there are some cases where each electrical system cannot basically be
matched such as three-phase input of the DC power supply with a single.phase AC output of
the GCPC (EUT), etc. (there is also the reverse case). In such cases;.the AC output of the
GCPC cannot directly be connected to the AC input of the DC power supply as shown in
Figure J.1/J.2. In this case, another resistive load is connected in‘parallel with the laboratory
AC power source as shown in Figure J.3/J.4 and the AC power_of'the GCPC (EUT) shall be
consumed by that resistive load. As a result, the resistive load\pfevents the AC output power
current of the GCPC from flowing reversely into the labaratory AC power source, if it has
enough power to exceed the maximum AC output power of the GCPC.

AC mains
(grid) AC current
ACpower || Em s AC output bC input
i inpu
source filter 1_ GCPC | == 'MP
Resistive
load — |
AC mains (grid) — Reference ground
(optional)
l':"\ ™ DC power EMI
=771 supply —| filter —
S AC bc DC current flow
input | output |

IEC

Figure J.3 — Setup of the test site (Case 2) — 2D diagram



https://iecnorm.com/api/?name=3e569e18e2d67b16a6a5db5c151832cd

- 88 — CISPR 11:2015+AMD1:2016
+AMD2:2019 CSV © |IEC 2019

Resistive
load
EMI-filter

Laboratory
AC power source

AC maingyt, .
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AC mains(grid)
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NOTE The distances defined as ‘x’ and 'y’ in the diagram refer to those as detailed in CISPR 16-2-1:2014, 7.4.1.

Figure J.4 — Setup of the test site (Case 2) — 3D diagram

J.3.2 Configuration in case of reverse power flow to the AC mains

This setup example shows the“”case where the laboratory AC power source (see
Figure J.3/J.4) is not connectedto the AC output side of the GCPC.

In case the AC output of the GCPC is connected to the AC mains through a filter as shown in
Figure J.5/J.6, the AC output current of the GCPC flows to the AC mains, and therefore it is
not required to connect the resistive load as shown in the previous setup, Case 2. But in this
case, there is a disadvantage that the AC power voltage and frequency cannot be adjusted
conforming to thé'specifications of the AC output side of the GCPC.
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Figure J.5 — Setup of the test site (Case 3) — 2D diagram
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NOTE The distances defined as ‘x’ and 'y’ in the diagram refer to those as detailed in CISPR 16-2-1:2014, 7.4.1.

Figure J.6 — Setup of the test site (Case 3) — 3D diagram
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Annex K
(informative)

Test site configuration and instrumentation — Guidance on prevention

of saturation effects in m|t|gat|gn filters of transformer-less power

converters during type tests according to this standard

K.1 General information and purpose

Most types of power converters use operation or switching frequencies in the rangé)of a
couple of 100 Hz up to 25 kHz. The measurement results obtained in the range oflinterest
(150 kHz to 30 MHz) are sometimes seriously invalidated by the effective total common mode
(CM) impedance of the whole d.c. power supply chain in the test environment inythe range of
about 500 Hz to 150 kHz. If the operation frequency of the power convertér under test
coincides with the frequency of the series resonance dip(s) in the effective total common
mode (CM) impedance in the whole laboratory d.c. power supply chain, excessive CM
disturbance currents may appear at the operation frequency and may saturate the built-in EMI
filters (as e.g. common mode chokes) in the EUT. Consequently.vit will cause serious
performance degradation of the filters in the measuring frequency\range 150 kHz to 30 MHz.
Performance degradation of the filters means that excessive ®RF disturbance levels will be
recorded causing the power converter under test eventuallytOo~FAIL proving compliance with
the requirements specified in this standard.

It shall be said that such mode of operation of power,converters prominently deviates from the
operation conditions in normal use. Hence additional countermeasures should be taken at test
site configuration level in order to operate the power converters as intended in normal use, in
type tests according to this standard.

As a matter of course, CM decouplingScapacitors shall be employed, in conjunction with
suitable series inductors, as LP-filters-decouple the termination impedance at the EUT port of
the artificial network (AN) e.g. fromsinfluences of the laboratory d.c. power source at the AE
port of this AN. The specifications.ofithe DC-AN as in Annex | Table 1.2 guarantee that the CM
termination impedance at the EYT port of the AN remains at least at values of 10 Q or more,
at the series resonance of itscinternal LC LP decoupling filter. This will prevent the saturation
effects mentioned above in\most of the practical testing cases. For the magnitude-versus-
frequency characteristicsof the CM termination impedance of the AN in the range 9 kHz to
150 kHz, consult the specifications provided by the manufacturer.

Considering now itigation of common mode RF currents in the whole laboratory d.c. power
supply chain at the test site, this mitigation and involved additional CM decoupling capacitors
and common, mode chokes (as e.g. in the EMI filters at the site) may interact with the
characteristics of the built-in LC LP decoupling filter of the AN, and may cause frequency
shifts .of_the series resonance dip(s) of the effective total common mode (CM) impedance
experienced at the EUT port of this AN.

ItNis hence strongly recommended to adjust the magnitude-versus-frequency characteristics of
the total effective CM termination impedance at the EUT port of the AN to the conditions
needed for the given type of power converter under test. Such adjustments can be made by
variation of the value of the CM blocking capacitance in the laboratory's d.c. power supply

chain and/or by insert of additional series inductors or common mode chokes. This annex
describes possible countermeasures to avoid saturation effects due to unfortunate
characteristics of the test site instrumentation used in the laboratory d.c. power supply chain.
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Attention is drawn to the user of such test setups in regard of hazardous voltages due to
high earth leakage currents. Advice should be sought from duly qualified personnel
before switching on the laboratory's system power sources to ensure that injury or

ddinage SOt caused 1o test personnel or equipmem.

K.2 Recommendations for avoidance of saturation effects in the range 9 kHz
to 150 kHz

If excessive levels of disturbance are observed during measurements of conducted RF
disturbances at LV d.c. power ports of power converters in the range 150 kHz to 30 . MHZ, then
this may be caused by saturation effects appearing at the operation frequency ‘of*the EUT
allocated someplace in the range below 150 kHz. To avoid such conditions it issrtécommended
to observe the guidance given below.

1) For measurements at LV d.c. power ports of power converters usenonly ANs complying
with the technical requirements of the 150 Q artificial mains Delta-network according to
4.6 of CISPR 16-1-2:2014, or according to Annex | of this standargd.

2) Apply good test site engineering and check whether the whel& measuring instrumentation
(DC-AN excluded) and test site configuration are suitablenfor use with measurements on
power electronics operated in switching mode conditions at operating frequencies
(fundamental frequencies) allocated in the range jbelow 150 kHz. Depending on the
implemented technology and nominal power throughput, power converters may use
fundamental or switching mode frequencies in the-range from a couple of 100 Hz up to
about 150 kHz.

3) Whenever possible insert additional comman,mode (CM) absorbing devices such as ferrite
tubes, CMADs or also 150 Q CDNs accofding to IEC 61000-4-6, between the AE port of
the AN and the laboratory d.c. power, supply port allocated in the test environment. For
this purpose an extended length of ¢he*d.c. power supply cable can be used too. In coiled
form it introduces an additional_decoupling inductor (i.e. a common mode choke) put in
series to the laboratory's common mode current circuit. In any case, check the efficiency
of the added common mode r&jection devices, since for most of them you will not find
specifications of technical.etydracteristics in the range below 30 MHz.

4) Avoid coincidence of the\fundamental or operating frequency of the power converter under
test with the frequengy of the series resonance dip in the CM impedance of the whole
d.c. power supply_chain consisting of the laboratory d.c. power source, the EMI filters
used in the installation of the OATS or SAC, and the AN. The frequency of the resonance
dip in the CMtimpedance of the power supply chain can be shifted by changing the
capacitance of the effective CM decoupling capacitor. Addition of external CM decoupling
capacitors™is recommended at the interface between the AE port of the AN and the
laboratory d.c. power supply port allocated in the test environment. Be aware that a line of
capacjtors with different capacitances may be needed if the testing business comprises
power converters implementing various technologies, power throughput classes and the
like. Remember that the operation frequency may be allocated someplace between a
couple of 100 Hz up to about 150 kHz.

K.3 Detailed advice

K.3.1 General

The following descriptions are found for a decoupling circuit of the DC-AN in Clause I.1:

“Further, the DC-AN is furnished with a decoupling network (i.e. an LC-filter) such that
sufficient decoupling is provided between its EUT port and its AE port, in order to prevent RF
disturbances from the laboratory d.c. power source to affect obtained measuring results.
Having asymmetric decoupling capacitors with some 100 nF to about 1 puF capacitance only,
the construction of that filter prevents, in most cases, saturation effects in mitigation filters the
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power converters under test may be furnished with, and this way provides for valid, reliable
and repeatable measurement results.”

However, if the laboratory d.c. power source is applied in measurement of RF disturbances as
shown in Figure K.1, the CM RF current caused by the EUT does not only flow through the

decoupting capacitors composing the decoupling circuit of the DC-AN,butatso througiT the
decoupling capacitors the laboratory d.c. power source and the EMI filter of the test site are
furnished with. In addition, in almost all cases the capacitance of the decoupling capacitors
such equipment is furnished with may be much larger than 100 nF.

GCPC
DC power source EMI filter DC-AN (EUT) AMN

_-F:'OTET"'D'IE_’O e _Iﬁo_,___,_ol- AC mains
IR

I

T
1
1
- |_1'( )+I7(t) I () +I'(£)+17(t)

Lo E TR T E E

IEC

Figure K.1 — Flow of the common mode RF
current at test site configuration level

An obvious countermeasure for prevention of these additional contributions to the total
effective RF CM current at the operation frequency of the power converter under test is to
increase the CM decoupling loss in between ‘the AE port of the DC-AN and the laboratory
d.c. power supply port allocated in the test environment.

This decoupling loss can be increagsed/by insert of additional series inductors (preferred
countermeasure) and/or by empleyment of additional CM decoupling capacitors at the
interface in between the AE port~of the DC-AN and the laboratory d.c. power supply port
allocated in the test environment (countermeasure for shifting the frequency of the series
resonance dip in the CM termination impedance at the EUT port of the DC-AN).

K.3.2 Insert of seriessinductors (or common mode chokes) in the laboratory's d.c.
power suppty chain

If some suitable (EMI clamp devices etc. which attenuate the common mode RF current in
9 kHz ~ 150 kHz are inserted between the AE port of the DC-AN and the laboratory d.c. power
supply port allocated in the test environment as shown in Figure K.2, the capacitances of the
decoupling\'capacitors the d.c. power source and EMI filter are equipped with can be
neglected. For such additional decoupling, extended lengths of d.c. power cable could be
used too, if arranged to forming an air coil.
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Figure K.2 — Blocking of flow of common mode RF current
by insert of series inductors

ATTENTION — Proper equipment such as EMI clamp devices which can-attenuate the
common mode RF current in the range 9 kHz to 150 kHz may not be (available from the
market. Preferred measure should hence be insertion of series inductivities:

As mentioned above, because the effective magnitude of capacitance of decoupling
capacitors of all the laboratory measuring systems including the_laboratory d.c. power source
may cause saturation effects in mitigation filters the transfermer-less power converter is
equipped with, it is necessary to use laboratory d.c. power 'sources and EMI filters with low
capacitance common mode decoupling capacitors onlyn Observe however that use of CM
decoupling capacitors with low capacitance only may also reduce suppression of RF
disturbances generated by the Ilaboratory d.c.~power source. If extremely large RF
disturbances occur during type tests on transformer-less power converters which are thought
to be caused by saturation of the built-in mitigation filters, then it should be considered to use
batteries as d.c. power source.

K.3.3 Employment of additional cammon mode decoupling capacitors at the
interface between the AE part of the DC-AN and the laboratory d.c. power
supply port allocated in the test environment

For an increase of the decoupling loss between the laboratory d.c. power supply chain and
the measurement arrangement additional CM decoupling capacitors can be connected
between the AE port (i.e..the decoupling circuit) of the DC-AN and the laboratory d.c. power
supply port allocated in_the test environment as shown in Figure K.3.

Additional
blocking capacitors
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Figure K.3 — Blocking of flow of common mode RF current
by employment of additional CM decoupling capacitors

The effect of such a countermeasure is that it shifts the series resonance dip in the
magnitude-versus-frequency characteristics of the CM termination impedance at the EUT port
of the DC-AN to lower frequencies, this way avoiding possible coincidences in frequency of
that resonance dip and the operation or fundamental frequency of the power converter under
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test. If the operation frequency does not coincide with that series resonance frequency,
saturation effects in the EUT can be avoided. It is quite obvious that such a countermeasure
shall be carefully adjusted to the given type of power converter, due to the wide range of
possibly involved operation frequencies. Individual adjustment of the additional CM blocking
capacitance may be necessary in most cases.

K.4 Background information

We studied the methods of solving the saturation problem on the assumption that not_a
battery, but a laboratory d.c. power supply is used for measurements at transformer-less
power converters. Figure K.4 shows an example of common mode impedance characterjstics
for a DC-AN according to Table 1.2. As shown in Figure K.4, it proves that there is a resonant
point in the proximity of 20 kHz and the common mode impedance remarkably detreases at
this resonant frequency.

@

DC-AN common mode impedance characteristics
500 ‘

450 \ ‘
400 \_____. ‘ ! 1Ll
350 Hed ‘ LE T

250
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\ T
\ 9 kHz ~ 150 kHz ON
200 ‘ >y
I SO O A |

- /S

0,001 0,01 ‘ 0,1 1 10
Resonant Frequency (MHz)
point IEC

Figure K.4 —€M termination impedance at the EUT port of a DC-AN —
Magnitude-versus“frequency characteristic in the range 3 kHz to 30 MHz, Example

The saturation ;of mitigation filters the power converter is furnished with, that currently
becomes a problem, occurs because a large common mode current flows in case the resonant
frequency-(20 kHz) coincides with the operating frequency of the power converter (EUT).
Howeyer, the resonant frequency is practically determined not only by the DC-AN, but also by
the common mode impedance characteristics of all of the instrumentation used in the whole
laboeratory d.c. power supply chain including the d.c. power source, installed EMI filters and
the like.

In case the effective resonant frequency caused by all of the laboratory measuring
instrumentation coincides with the operating frequency of the power converter and so large

common mode current IlOwsS, or In case It IS necessary to coniirm whether such conditions
actually occur, the resonant frequency can be detuned from the operating frequency of the
power converter by changing the capacitance of decoupling capacitors of the decoupling
circuit of the DC-AN or adding the capacitance of decoupling capacitors as shown in
Figure K.5 and so changing the resonant frequency, that is to say, the resonant point can be
shifted as shown in Figure K.6. As a result, the common mode current can be reduced at the
operating frequency of the power converter by avoiding saturation effects.
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Figure K.5 — Prevention of saturation of mitigation filters
by use of additional decoupling capacitors

In other words, if the measurement results in case the capacitance of decoupling;capacitors is
increased are the same as those in case it is unchanged, it can be cencluded that the
measurements of conductive disturbances have correctly been performed.

With exchange of hardware components in the DC-AN, it is possibleto/increase or decrease
the capacitance of the CM decoupling capacitors by setting up switches for switching series
and parallel connection of these decoupling capacitors as showh in Figure K.7. However,
such measure cannot be recommended for application in ngrfmal laboratory practice since
possibly violating the calibration of the respective DC-AN. However, switched-type combined
external CM decoupling capacitors can be used, if necessary. Application of such capacitors
will always shift the series resonance of the DC-AN internal LC decoupling filter to lower
frequencies than found in the manufacturer's specifications.

(@

* DC-AN common mode_inTpedance characteristics
500 > T

Zcel

450
400

350
300
250 |
9 kHz ~ 150 kHz
200 |

150+

0.
0,001

\ TR \
\ 3
AL AN
7 Y
’
¥ | |-

capacitance of NJ.4 -

0,01

Increase in

decoupling

.y

// Decrease in

~¢ | capacitance of
_ dex ing

0,1

10
Frequency (MHz)
IEC

Figure K.6 — Change in the resonant frequency caused by the increase
and decrease in the decoupling capacitor's capacitance
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Figure K.7 — DC-AN circuit example where capacitance of blocking
capacitors of the LC decoupling circuit can be increased or decreased
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La Norme internationale CISPR 11 a été établie par le sous-comité B du CISPR;:
Perturbations relatives aux appareils industriels, scientifiques et médicaux a fréquences
radioélectriques, aux autres appareils de I'industrie lourde, aux lignes a haute tension, aux

appareils a haute tension et aux appareils de traction électrique.

Cette sixieme édition introduit et permet des essais de type sur des composants d'appareils,
de systemes et d'installations électroniques d'alimentation. Ses limites d'émission
s'appliquent désormais aux accés d'alimentation en courant alternatif et en courant continu
a basse tension (BT), quel que soit le sens de la transmission d'énergie. Plusieurs limites
ont été adaptées aux conditions d'essai pratiques déterminées sur les sites d'essai,
Elles s'appliguent désormais également aux appareils ISM & fréquences
radioélectriques électroniques de puissance utilisés pour le transfert de puissance
sans fil (WPT), l'alimentation électrique instantanée et les besoins de la mise en\charge.
Les limites dans la plage comprise entre 1 GHz et 18 GHz s'appliquent désormais aux
perturbations de type a ondes entretenues et aux perturbations fluctuantes’*de maniére
similaire, uniforme et neutre d'un point de vue technique. Pour ces mesurages, deux
autres méthodes de mesure sont disponibles: la méthode Log-AV traditionnelle et la
nouvelle méthode APD.

Pour des mesurages réalisés au niveau des accés d’alimentation en>Ccourant continu BT d'un
appareil électronique de puissance, une mise en ceuvre moderne’du réseau en triangle 150 Q
spécifié dans la Norme CISPR 16-1-2 a été mise a disposition,

La présente Norme Internationale CISPR 11 a le statut"d’'une norme de famille de produits
en CEM, conformément au Guide 107 de I'lEC, Compatibilité électromagnétigue — Guide
pour la rédaction des publications sur la compatibiliteé<electromagnétique (2014).

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

Le comité a décidé que le contenu de lajpublication de base et de ses amendements ne sera
pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de I'l[EC sous
"http://webstore.iec.ch" dans les données relatives a la publication recherchée. A cette date,

la publication sera

e reconduite,
e supprimée,
e remplacée par.une édition révisée, ou

e amendée.

IMPORTANT — Le logo "colour inside" qui se trouve sur la page de couverture de cette
publication indique qu'elle contient des couleurs qui sont considérées comme utiles a
une bonne compréhension de son contenu. Les utilisateurs devraient, par conséquent,
imprimer cette publication en utilisant une imprimante couleur.
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Le contenu principal de la présente norme est fondé sur la Recommandation n° 39/2 du
CISPR rappelée ci-dessous:

RECOMMANDATION n° 39/2

Limites et méthodes de mesure des caractéristiques de perturbations
électromagnétiques des appareils industriels, scientifiques et médicaux (ISM) a
fréquences radioélectriques

Le CISPR,

CONSIDERANT

a) que les appareils ISM a fréquences radioélectriques constituent une sourcesimportante
de perturbations;

b) que les méthodes de mesure de ces perturbations ont été spécifiées parle*CISPR;

c) que certaines fréquences sont désignées par I'Union pInternationale des
Télécommunications (UIT) pour un rayonnement non limité provenant des appareils ISM,

RECOMMANDE

que la derniére édition de la CISPR 11 soit utilisée pour appliguer des limites et méthodes de
mesure des caractéristiques des appareils ISM.
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INTRODUCTION
Parmi les exigences communes relatives au contréle des perturbations radioélectriques dues

au matériel destiné a étre utilisé dans des applications industrielles, scientifiques et
électromédicales, la présente publication du CISPR contient des exigences spécifiques pour

le controle des perturbations radioelectriques dues a des applications ISM a frequences
radioélectriques au sens de la définition donnée par I'Union Internationale des
Télécommunications (UIT). Voir également la définition 3.13 de la présente Norme
internationale. Le CISPR et I'UIT se partagent la responsabilité de la protection des services
radio, en ce qui concerne l'utilisation des applications ISM a fréquences radioélectriques.

Le CISPR est concerné par le contr6le des perturbations radioélectrigues dues—a~ des
applications ISM a fréquences radioélectriques par le moyen d'une évaluation\\de ces
perturbations, soit sur un site d'essai normalisé, soit, pour une application individuoelle ISM a
fréquences radioélectriques qui ne peut étre soumise a essai sur un tel site, sur son lieu de
fonctionnement. Par conséquent, la présente Publication du CISPR couvre.les exigences
relatives a I'évaluation de la conformité des deux sortes d'appareils: appareil évalué par des
essais de type sur des sites d'essai normalisés ou appareil individuel dans des conditions in
situ.

L'UIT est concernée par le contréle des perturbations radioélectrigues dues a des
applications ISM a fréquences radioélectriques pendant Ne- fonctionnement normal et
l'utilisation de l'appareil respectif en son lieu de fonctionnement (voir la Définition 1.15 dans le
Réglement des radiocommunications de I'UIT). La, l'utilisation de I'énergie radioélectrique
découplée de l'application radioélectrique ISM par couplage rayonnant, inductif ou capacitif
est limitée a I'emplacement de cette application individuelle.

La présente publication du CISPR contient, efi 6.3, les exigences essentielles relatives aux
émissions pour une évaluation des perturbations radioélectriques dues a des applications ISM
a fréquences radioélectriques sur des sites d'essai normalisés. Ces exigences permettent des
essais de type sur les applications ISM>a fréquences radioélectriques fonctionnant a des
fréquences jusqu'a 18 GHz. Elle contient’en outre, en 6.4, les exigences essentielles relatives
aux émissions pour une évaluation:in situ des perturbations radioélectriques dues a des
applications ISM a fréquences radioélectriques dans la plage de fréquences jusqu'a 1 GHz.
Toutes les exigences ont été.‘établies en étroite collaboration avec I'UIT et jouissent de
I'approbation de I'UIT.

Toutefois, pour le fonetionnement et I'utilisation de plusieurs types d'applications ISM a
fréquences radioéle¢triques, il convient que le fabricant, l'installateur et/ou le client
connaissent les dispositions nationales complémentaires concernant la réglementation et les
besoins particuliers de protection des services et applications radio locaux. Selon le pays
concerné, ces-dispositions complémentaires peuvent s'appliquer a des applications ISM a
fréquencesyradioélectriques fonctionnant a des fréquences situées a l'extérieur des bandes
ISM désignées (voir Tableau 1). Elles peuvent aussi s'appliquer a des applications ISM a
fréquences radioélectriques fonctionnant a des fréquences supérieures a 18 GHz. Pour ce
dernier type d'applications, la protection locale des services et appareils radio requiert une
execution de I'évaluation de la conformité par l'application des dispositions nationales
appropriées dans la plage de fréquences supérieures a 18 GHz conformément aux droits
acquis de [I'UIT et des administrations nationales. Ces dispositions nationales
complémentaires peuvent s'appliquer aux émissions non désirées, aux émissions
apparaissant a des harmonigues de la fréquence de fonctionnement et aux émissions

désirées a la fréequence de fonctionnement allouée a I'extérieur de la bande ISM désignée
dans la plage de fréquences supérieures a 18 GHz.

L'Annexe E de la présente Norme Internationale donne des recommandations du CISPR
relatives a la protection des services radio dans des zones particuliéres.

La définition 1.15 du Réglement des radiocommunications de I'UIT est la suivante:
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1.15 applications industrielles, scientifiques et médicales (ISM) (d'énergie radioélectrique)
fonctionnement d’installations ou d'appareils concu(e)s pour produire et utiliser, dans un
espace réduit, de I'énergie radioélectrique pour des applications industrielles, scientifiques,
médicales, domestiques ou similaires, a lI'exclusion des applications relevant du domaine des
télécommunications.

[Reglement des Radiocommunications de I'UIT Volume 1: 2012 — Chapitre I, Définition 1.15]
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Introduction a ’Amendement 1
Le présent Amendement introduit la chambre totalement anéchoique (FAR — fully-anechoic

room), destinée aux mesures du champ perturbateur dans la bande de 30 MHz a 1 GHz sur
les appareils relevant du domaine d'application de la CISPR 11.

Il contient I'ensemble des exigences de mesure des perturbations rayonnées provenant des
appareils entrant dans le volume d’essai validé d'une chambre totalement anéchoique
donnée. Il spécifie une distance de séparation de 3 m et limite l'utilisation de la chambre
totalement anéchoique aux mesures réalisées sur un appareil de table.

Actuellement, la chambre totalement anéchoique peut étre utilisée:

e pour les mesures réalisées sur un appareil de table entrant dans le volume d'eSsai validé
de la chambre totalement anéchoique donnée,

e pour une distance de séparation de 3 m uniquement, et
e sila chambre totalement anéchoique a été validée selon la CISPR 16-1:4.

Les limites pour les appareils de classe A et de classe B, groupe 1, du présent CDV
s'appuient sur les limites indiquées dans les normes géngériques sur les émissions
IEC 61000-6-3:2006/AMD 1 (2010) et IEC 61000-6-4:2006/AMD"2 (2010). Les limites pour les
appareils de classe A et de classe B, groupe 2, ont été déduites a I'aide de la méme formule
d'approximation que celle utilisée pour déduire les limites”des normes génériques sur les
émissions entre 2000 et 2010. La CISPR/H/104/INF, pubkliée en 2005, donne des explications
détaillées sur la maniére de déduire ces limites pourda.chambre totalement anéchoique.

La CISPR/B/627/CDV donne des informations debase plus détaillées.

CISPR/B WG1 en octobre 2015

Introduction a I'Amendement 2

Le présent AMD 2 combifte le contenu de deux fragments diffusés sous les références
CIS/B/688/CDV (f2) et CIS/B/697/CDV (f3).

Fragment 2: Exigences relatives aux convertisseurs de puissance a semiconducteurs (SPC)

La CISPR 11-Ed. 6.1 nécessite I'ajout d'informations supplémentaires, en vue d'inclure
complétement les exigences d'essais de type relatives aux SPC spécifiés ci-apreés. Ces
exigences's'appliqguent uniquement aux types suivants d'appareils:

a)_les equipements de conversion de puissance destinés a étre montés dans les systemes
de production d'énergie photovoltaique, tels que les convertisseurs de puissance
connectés au réseau (GCPC, grid connected power converter) et les convertisseurs de
courant continu-continu,

b) Les GCPC destinés a étre montés dans les systémes de stockage d'énergie.

Fragment 3: Amélioration de la répétabilité des mesures dans la plage de fréquences 1-18
GHz

En s'appuyant sur les commentaires émis par les Comités nationaux sur le document
CIS/B/662/DC, le CIS/B/WG1 a décidé, lors de sa réunion qui s'est tenue a Hangzhou en
2016, de modifier la procédure d'essai pour les appareils du groupe 2 dans la plage de
fréquences comprises entre 1 et 18 GHz pour les raisons suivantes:
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a) La CISPR 11 permet des mesurages finaux sur les appareils du groupe 2 fonctionnant a
des fréquences supérieures a 400 MHz avec deux fonctions de pondération différentes, la
méthode traditionnelle avec le "détecteur LogAV" d'une largeur de bande vidéo de 10 Hz
et la nouvelle méthode APD, dans laquelle la distribution de probabilité d'amplitude est
évaluée.

En alignant les exigences d'émission pour les sources d'émissions fluctuantes sur celles
générant des émissions de type a ondes entretenues (section 4 de la derniére maintenance
générale de la CISPR 11) pour la plupart de la plage de fréquences comprises entre 1 et
18 GHz, le détecteur de créte est utilisé principalement pour les mesurages préliminaires,
tandis que le nombre de mesurages finaux avec le détecteur LogAV a été augmenté de. 2
fréquences a un maximum de 7 fréquences.

En parallele, avec la section 3, le détecteur APD a été introduit, mais uniqguemeént avec
les 2 fréquences finales traditionnelles (une comprise dans la plage de 1 GHz &'2,4 GHz et
l'autre dans la plage de 2,5 GHz a 18 GHz).

Il convient que le nombre de fréquences finales a mesurer soit aligné paur, lés deux fonctions
de pondération.

b) Au cours des mesurages pratiques, des cas ont été observés, \pour lesquels la fréquence
critique a varié de plus de 5 MHz entre le mesurage préliminaire et le mesurage final. La
plage de 10 MHz pour les mesurages en valeur pondérée-(+x5 MHz autour de I'émission de
créte la plus élevée) ne semble par conséquent pas toujours suffisante.

Une extension de cette plage de fréquences semble ‘conseillée et pourrait augmenter la
répétabilité.

Dans la plage comprise entre 11,7 et 12,7 GHgz,,un appareil en essai échoue immédiatement
si une valeur de créte dépasse la limite de %3 dB[uV/m]. Les observations réalisées sur un
grand nombre de fours a micro-ondes différents ont montré qu'au cours du mesurage final (au
moins 2 min), de telles valeurs de crét€ peuvent se produire trés rarement, sont d'une durée
trés courte, et représentent une duréétotale estimée inférieure & 1 % de la durée de mesure.

Il convient qu'un service de communication numérique conforme a I'état de I'art soit capable
de tolérer de telles valeurs:de créte. Par ailleurs, dans les pays ou des systémes de
radiodiffusion, qui sont déja normalisés et largement répandus, fonctionnent et lorsqu'il est
difficile d'éviter des perturbations avec de telles valeurs de créte, des limites supplémentaires
pourraient étre introduites indépendamment si nécessaire.

c) La répétabilitédu mesurage de créte sur les fours a micro-ondes est faible. De plus, la
hauteur seule-de I'émission de créte la plus élevée, sans aucune information concernant
sa durée et.son taux de répétition, donne des informations trés limitées sur le potentiel de
perturbation réel.

Les mesures réalisées avec les deux méthodes de pondération ont une répétabilité
significativement meilleure et il convient qu'elles donnent, par leur nature physique, un
meilleur jugement concernant le potentiel de perturbation de l'appareil en essai sur les
services de radio numériques.

d) Les conditions pour les mesurages préliminaires et finaux sont devenues ambigués dans
I'Edition 6.0 (CISPR 11:2015), en particulier en ce qui concerne la durée d'essai exigée.

De pius, T 3est avere que, dans certains cas, Une duree de 20 5 pour e mesurage de
créte préliminaire peut ne pas étre suffisante. Afin d'augmenter davantage la répétabilité,
le WG1 a décidé de ne plus diviser les mesurages de créte en mesurages préliminaires et
finaux, mais d'exiger des mesurages de créte en mode capture du niveau maximal
pendant 2 minutes a chaque azimut.
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Le CISPR SC/B WG1 a convenu de présenter les propositions suivantes aux Comités
nationaux:

1) Définir les 7 plages de fréquences finales identiques pour la méthode APD, déja définies
pour la méthode LogAV (détecteur).

2) Etendre la plage de fréquences pour le mesurage en valeur pondérée final & 20 MHz.

Pour la méthode APD, ceci signifierait de réaliser des mesurages sur 5 fréquences finales, la
fréquence critique elle-méme, +/- 5 MHz et +/- 10 MHz.

Pour le détecteur LogAV, l'exigence reste la méme, a savoir réaliser, pour les mesurages
finaux, au moins 5 balayages consécutifs en mode capture du niveau maximal. Laxdarée
d'essai augmente en conséquence et la couverture des fluctuations est la méme qu'‘avant.

3) Modifier la limite en valeur de créte du Tableau 13 en une valeur constante de 70
dB[uV/m] dans l'ensemble de la plage de fréquences, et remplacer.lexigence d'un
mesurage de créte final dans la plage comprise entre 11,7 GHz et(12/7 GHz par une
exigence d'un mesurage en valeur pondérée supplémentaire a la fréquence de I'émission
de créte la plus élevée dans cette plage. Ceci peut conduireha un maximum de 8
mesurages finaux en valeur pondérée.

4) Ne plus faire de distinction entre les mesurages de créte préliminaires et finaux et réaliser
a la place les mesurages de créte sur tous les azimuts pendant 2 minutes.
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APPAREILS INDUSTRIELS, SCIENTIFIQUES ET MEDICAUX -
CARACTERISTIQUES DE PERTURBATIONS RADIOELECTRIQUES -
LIMITES ET METHODES DE MESURE

1 Domaine d’application

La présente Norme internationale s'appligue aux appareils industriels, scientifiques) et
électromédicaux fonctionnant dans la plage de fréquences de 0 Hz & 400 GHz, ainsi-quaux
appareils domestiques et similaires congus pour produire et/ou utiliser, dans unJ,espace
réduit, de I'énergie radioélectrique.

La présente norme couvre les exigences d'émission relatives aux\ “perturbations
radioélectriques dans la plage de fréquences de 9 kHz a 400 GHz. Les‘mesurages sont
seulement nécessaires dans les plages de fréquences dans lesquelles les limites sont
spécifiées a I'Article 6.

Pour les applications industrielles, scientifigues et médicales (ISM) a fréquences
radioélectriques, au sens de la définition fournie par le Réglement des radiocommunications
de I'UIT (voir Définition 3.13), la présente Norme couvre lesiexigences d’émission relatives
aux perturbations a fréquences radioélectriques dans lazpldge de fréquence comprise entre
9 kHz et 18 GHz.

NOTE Les exigences d'émission pour les appareils de cuisSoh & induction sont spécifiées dans la CISPR 14-1
(11

Les exigences relatives aux appareils d'éclaitage ISM a fréquences radioélectriques et aux
générateurs de rayonnement UV fonctiofnant dans les bandes de fréquences ISM définies
par le Réglement des radiocommunications de I'UIT sont spécifiées dans la présente Norme.

Les installations couvertes par d'autres normes de produits du CISPR et d’autres normes
d’émission de famille de produits n’entrent pas dans le domaine d’application de la présente
norme.

2 Références normatives

Les documents, de~ référence suivants sont indispensables pour l'application du présent
document. Pour des références datées, seule I'édition citée s'applique. Pour les références
non datées, la*derniére édition du document de référence s’applique (y compris les éventuels
amendements).

CISPR-16-1-1:2010, Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des
perturbations radioélectriques et de I'immunité aux perturbations radioélectriques — Partie 1-1:
Appareils de mesures des perturbations radioélectriques et de I'immunité aux perturbations
radioélectriques — Appareils de mesure

CISPR 16-1-1:2010/AMD 1:2010

CISPR 16-1-1:2010/AMD 2:2014

CISPR 16-1-2:2014, Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des
perturbations radioélectriques et de lI'immunité aux perturbations radioélectriques — Partie 1-2:
Appareils de mesure des perturbations radioélectriques et de I'immunité aux perturbations
radioélectriques — Dispositifs de couplage pour la mesure des perturbations conduites

1 Les chiffres entre crochets renvoient a la Bibliographie.
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CISPR 16-1-4:2010, Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des
perturbations radioélectriques et de I'immunité aux perturbations radioélectriques — Partie 1-4:
Appareils de mesure des perturbations radioélectriques et de l'immunité aux perturbations
radioélectriques — Antennes et emplacements d'essai pour les mesures des perturbations

rayonnées
clspbP 16.1 A:’)n1n/AMn 12012

CISPR 16-2-1:2014, Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des
perturbations radioélectriques et de I'immunité aux perturbations radioélectriques — Partie 2-1:
Méthodes de mesure des perturbations et de l'immunité — Mesures des perturbations
conduites

CISPR 16-2-3:2010, Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des
perturbations radioélectriques et de I'immunité aux perturbations radioélectriques +-Partie 2-3:
Méthodes de mesure des perturbations et de l'immunité — Mesures des- perturbations
rayonnees

CISPR 16-2-3:2010/AMD 1:2010

CISPR 16-2-3:2010/AMD 2:2014

CISPR 16-4-2:2011, Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des
perturbations radioélectriques et de I'immunité aux perturbations radioélectriques — Partie 4-2:
Incertitudes, statistiques et modélisation des limites —jlncertitudes de mesure de
I'instrumentation

CISPR 16-4-2:2011/AMD 1:2014

IEC 60050-161:1990, Vocabulaire Electrotechnique/ ~International (VEI) — Chapitre 161:
Compatibilité électromagnétique

IEC 60601-1-2:2014, Appareils électromédi¢aux — Part 12: Exigences générales pour la
sécurité de base et les performances’,essentielles — Norme collatérale: Perturbations
électromagnétiques — Exigences et essdis

IEC 60601-2-2:2009, Appareils électromédicaux — Part 2-2: Exigences particulieres pour la
sécurité de base et les performances essentielles des appareils d'électrochirurgie a courant
haute fréquence et des access0ifes d'électrochirurgie a courant haute fréquence

IEC 60974-10:2014, Matériel de soudage a l'arc — Partie 10: Exigences de compatibilité
électromagnétique (CEM)

IEC 61307:2011,Installations industrielles de chauffage a hyperfréquence — Méthodes d'essai
pour la détermination de la puissance de sortie

IEC 62135-2:2007, Matériel de soudage par résistance — Partie 2: Exigences de compatibilité
électromagnétique (CEM)

Réglement des radiocommunications de I'UIT (2012), Réglement des radiocommunications,
Volume 3 — Résolutions et recommandations, Résolution n° 63 (disponible sous
http://www.itu.int/pub/R-REG-RR-2012)

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans I'lEC 60050-161
ainsi que les suivants s'appliquent.
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3.1

acces d’alimentation secteur en courant alternatif

acces utilisé pour le raccordement a un réseau public de distribution secteur d’énergie en
courant alternatif a basse tension ou autre installation secteur en courant alternatif a basse
tension

3.2

matériel de soudage a l'arc

matériel destiné & appliguer un courant et une tension et ayant les caractéristiques
nécessaires pour le soudage a l'arc et les processus associés

3.3

réseau fictif d'alimentation

AMN

réseau qui fournit une impédance définie au matériel en essai auxX fréquences
radioélectriques, accouple la tension perturbatrice au récepteur de mesure et\désaccouple le
circuit d'essai du réseau d'alimentation

Note 1 a l'article: |l existe deux types fondamentaux d'AMN: le réseau en V (AMN en‘V) qui accouple les tensions
non symétriques, et le réseau en triangle (AMN en A) qui accouple séparément_lesitensions symétriques et non
symétriques.

Note 2 a l'article: Les termes réseau de stabilisation d'impédance de lighe”(RSIL) et réseau AMN en V sont
utilisés indifféremment

Note 3 a l'article:  L'abréviation «</AMN» est dérivée du terme anglais: développé correspondant «artificial mains
network.

3.4

périmétre de I'appareil en essai

périmetre imaginaire de lignes droites décrivant une configuration géométrique simple qui
englobe l'appareil en essai

Note 1 a l'article: Tous les céables d'interconniexion sont inclus a l'intérieur de ce périmétre.

3.5

composant

produit qui sert une ou plusiéurs fonctions particuliéres et qui est destiné a étre utilisé dans
un matériel ou systéme assemblé de niveau supérieur

3.6

réseau fictif en courant continu

réseau en courant continu fictif

DC-AN

réseau fictif qui sert de terminaison définie de I'accés en courant continu en essai du matériel
en essai,wfournissant également le découplage nécessaire des perturbations conduites
provenant de la source d'alimentation en courant continu de laboratoire ou de la charge

Noter1 a l'article: L'abréviation «DC-AN» est dérivée du terme anglais développé correspondant «d.c. artificial
network».

3.7
acces d’alimentation en courant continu

acces utitisépourteraccordementaunsystéme deproductiondénergieencourantcontinu =
basse tension, a un systéme de stockage d'énergie ou a une autre source/charge

Note 1 a l'article: Il peut par exemple s'agir d'un systéme de production d'énergie photovoltaique, a pile a
combustible ou d'une batterie.
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3.8

matériel d’'usinage par décharges électriques

EDM

tous les composants nécessaires au procédé d’électroérosion incluant la machine-outil, le
générateur, les circuits de commande, le réceptacle de fluide de travail et les dispositifs

h - z
mntearas
9

Note 1 a l'article: L’abréviation «<EDM» est dérivée du terme anglais développé correspondant «electro-discharge
machining».

3.9

rayonnement électromagnétique

1) processus par lequel une source fournit de I'énergie vers l'espace extérieur sous-\forme
d'ondes électromagnétiques

2) énergie transportée dans lI'espace sous forme d'ondes électromagnétiques

Note 1 a l'article: Le sens du terme "rayonnement électromagnétique" est quelquefois étendusaux phénomeénes
d'induction.

[SOURCE: IEC 60050-161:1990, 161-01-10]

3.10

équipement de soudage par résistance et procédés associgs

tous les équipements associés a la réalisation du procédé, de)soudage par résistance et des
procédés associés consistant, par exemple en une source d’alimentation, des électrodes,
I'outillage et I'équipement de contrdle associé, et qui peuvent consister en une unité séparée
ou une partie d’'une machine complexe

3.11

convertisseur de puissance connecté au réseau

GCPC

convertisseur de puissance connectéa<un réseau de distribution électrique en courant
alternatif ou autre installation secteub‘en courant alternatif et utilisé dans un systéme de
production d'énergie

Note 1 a l'article: L’abréviation «GCPC» est dérivée du terme anglais développé correspondant «grid connected
power converter».

3.12

systéme et appareil électronique haute puissance

un ou plusieurs convertisseurs de puissance a semiconducteurs dont la puissance assignée
combinée est supeérieure a 75 kVa, ou appareil contenant ce type de convertisseurs

Note 1 a l'article” Il s'agit, par exemple, de convertisseurs de puissance a semiconducteurs destinés aux
applications_dans les alimentations sans interruption (ASl) et les entrainements électriques de puissance (EEP).

3.13

apptications industrielles, scientifiques et médicales (ISM) (d'énergie radioélectrique)
applications ISM (d'énergie radioélectrique)

fonctionnement d’installations ou d'appareils congu(e)s pour produire et utiliser, dans un
espace réduit, de I'énergie radioélectrique pour des applications industrielles, scientifiques,
médicales, domestiques ou similaires, a I'exclusion des applications relevant du domaine des
télécommunications

Note 1 a l'article: Parmi les applications typiques, on peut citer la production d'effets physiques, biologiques ou
chimiques tels que I'échauffement, l'ionisation des gaz, les vibrations mécaniques, I'épilation, I'accélération des
particules chargées. Une liste non exhaustive d’exemples est donnée en Annexe A.

Note 2 a l'article: L’abréviation «ISM» est dérivée du terme anglais développé correspondant «industrial, scientific
and medical».

[SOURCE: Reéglement des radiocommunications de [I'UIT Volume 1: 2012 — Chapitre |,
Définition 1.15]
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3.14

installations et appareils ISM RF

installations ou appareils congu(e)s pour produire et/ou utiliser, dans un espace réduit, de
I'énergie radioélectrique pour des applications industrielles, scientifiques, médicales,

N

domestiques ou similaires, a I'exclusion des applications relevant du domaine des

téldcaommiinicatiaons et des techniaiies de l'infarmation ot dos autros annlications couvertes
L id

par d'autres publications du CISPR

Note 3 & l'article: L’abréviation "ISM RF" est utilisée dans toute la présente Norme uniquement pour de tels
installations ou appareils.

3.15

basse tension

BT

ensemble des niveaux de tension utilisés pour la distribution d’énergie électriqué»et dont la
limite supérieure généralement admise est de 1 000 V en courant alternatif ou* 1 500 V en
courant continu

[SOURCE: IEC 60050-601:1985, 601-01-26, modifiée — addition des,mots "ou 1 500 V en
courant continu".]

3.16

systéme de production d'énergie photovoltaique

systéeme de production d'énergie électrique qui utilise I'effet photovoltaique pour convertir
I'énergie solaire en électricité

3.17

petit matériel

matériel qui est, soit placé sur une table, soit_posé sur le sol, et qui tient a I'intérieur d’'un
volume d’essai cylindrique imaginaire dont-le diameétre ne dépasse pas 1,2 m et dont la
hauteur au-dessus du plan au sol ne dépdssée pas 1,5 m, y compris ses cables

3.18

électroérosion

enlévement de matiére dans un>fluide diélectrique de travail par des décharges électriques,
réparties dans le temps et distribuées aléatoirement dans I'espace, entre deux électrodes
électriquement conductrices\(une électrode servant d’outil et I'autre de piece de travail), avec
une maitrise de I'énergie.des décharges

3.19

essai de type

essai effectué sur un ou plusieurs dispositifs réalisés selon une conception donnée, pour
vérifier que cette conception répond a certaines spécifications

Note 1,a\Farticle: La reconnaissance d'un essai de type comme une homologation peut dépendre de la
réglementation nationale ou régionale (voir H.2 de I'Annexe H).

3¢20

chambre totalement anéchoique

FAR

enceinte protégée dont les surfaces intérieures sont garnies d'un matériau absorbant I'énergie
aux fréqllnnrnc r::rlinélnr*friqllnt: (P'n:f-ﬁ-r\lirn un ahsorbant DI:) qlli absorhe I‘énnrgin

électromagnétique dans la plage de fréquences concernée

Note 1 a l'article: L’abréviation "FAR" est dérivée du terme anglais développé correspondant "fully-anechoic
room".
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3.21

site d’essai en champ libre

OATS

installation utilisée pour les mesures des champs électromagnétiques, dont I'intention est de
simuler un environnement semi-libre sur une plage de fréquences spécifiée utilisée pour les

essais d'émissions ravaonndes des nroduits
J ~

Note 1 a l'article: Un site OATS type se situe a I'extérieur dans un champ libre, son plan de masse étant
conducteur.

Note 2 a l'article: L’abréviation "OATS" est dérivée du terme anglais développé correspondant "open-area test
site".

3.22

chambre semi-anéchoique

SAC

enceinte protégée dans laquelle cing des six surfaces intérieures sont garnies(d'un matériau
absorbant I'énergie aux fréquences radioélectriques (c'est-a-dire un alisorbeur RF) qui
absorbe I'énergie électromagnétique dans la plage de fréquences concernée et dont la
surface horizontale inférieure est un plan de masse conducteur destiné\a-étre utilisé avec un
équipage d'essai OATS

Note 1 a l'article: L’abréviation "SAC" est dérivée du terme anglais dévelpppé correspondant "semi-anechoic
chamber".

3.23

équipement de conversion de puissance

dispositif électrique permettant de convertir une forme-de puissance électrique en une autre
forme de puissance électrique en prenant en compie la tension, le courant, la fréquence, la
phase et le nombre de phases

[SOURCE: IEC 62920:2017 3.3]

4 Fréquences désignées pout.étre utilisées par les appareils ISM

L'Union Internationale des Télégemmunications (UIT) a désigné certaines fréquences comme
étant des fréquences fondamentales pour les applications ISM a fréquences radioélectriques
(voir aussi la Définition 3.13). Ces fréquences sont énumérées au Tableau 1.

NOTE Dans certains pays, des fréquences différentes ou supplémentaires peuvent étre désignées pour une
utilisation par les applications ISM RF.
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Tableau 1 — Fréquences, dans la plage de fréquences radioélectriques, désignées
par I'UIT comme étant des fréquences fondamentales pour les appareils ISM

Numéro de la note de bas de
) ) L page du tableau des
Fréquence centrale Plage de fréquences Limite de attributions de fréquences
MHz MHz ‘rAﬁVaX|maIe b dgs Reglemgntg des
Radiocommunications de
I"UIT 2
6,780 6,765 — 6,795 A I'étude 5.138
13,560 13,553 - 13,567 Sans restriction 5.150
27,120 26,957 — 27,283 Sans restriction 5.150
40,680 40,66 — 40,70 Sans restriction 5.150
433,920 433,05 — 434,79 A I'étude 5.138 dans la Région.1, sauf
pour les pays.meéntionnés
en 53280
915,000 902 — 928 Sans restriction 5.150 dans la Région 2
seulement

2 450 2 400 - 2 500 Sans restriction 5.150
5 800 5725 -5875 Sans restriction 5.150
24 125 24 000 — 24 250 Sans restriction 5.150
61 250 61 000 — 61 500 A I'étude 5.138
122 500 122 000 — 123 000 A I'étude 5.138
245 000 244 000 — 246 000 A I'étude 5.138

a8 Larésolution n° 63 du Réglement des Radiocommunicatignsde I'UIT s’applique.

b L'expression "sans restriction" s'applique aux fréqlehces fondamentales et a toutes les autres
composantes de fréquences comprises dans la bande désignée. En dehors des bandes de fréquences
ISM désignées par I'UIT, les limites de tensions perturbatrices et de perturbations rayonnées de la
présente norme s'appliquent.

5 Classification des appareils

5.1 Séparation en groupes

Pour simplifier I'identification des limites applicables, les appareils relevant du domaine
d'application de la présente Norme sont classés en deux groupes, c’est-a-dire le groupe 1 et
le groupe 2.

Appareils du groupe 1: le groupe 1 réunit tous les appareils compris dans le domaine
d’application. de’ la présente Norme, qui ne sont pas classés comme étant des appareils du
groupe 2,

Appareils du groupe 2: le groupe 2 réunit tous les appareils ISM a fréquences
radioélectriques dans lesquels de I'énergie a fréquences radioélectriques dans la plage de
frequences comprises entre 9 kHz et 400 GHz est produite et utilisée volontairement ou
uniquement utilisée localement sous forme de rayonnement électromagnétique, de couplage
inductif et/ou capacitif, pour le traitement de la matiére, a des fins d’examen ou d’analyse ou
pour le transfert d'énergie électromagnétique.

NOTE Voir I'Annexe A pour des exemples de séparation des appareils en groupe 1 ou en groupe 2.
5.2 Division en classes

En fonction de l'utilisation prévue de l'appareil dans I'environnement électromagnétique, la
présente Norme définit deux classes d'appareils, a savoir la classe A et la classe B.
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Appareils de classe A: appareils prévus pour étre utilisés dans tous les emplacements autres
que ceux alloués dans les environnements résidentiels et ceux directement connectés a un

N N

réseau d'alimentation électrique a basse tension alimentant des batiments a usage
domestique.

Tesappareils de classe A GOIVETt TESPECLET €5 HIMIES UE ta Classe A.

Le matériel de soudage a I'arc contenant des dispositifs d’amorcage ou de stabilisation d’arc
et des dispositifs d'amorgage ou de stabilisation d’arc autonomes pour le soudage a l'arc doit
étre considéré comme un appareil de classe A.

Appareils de classe B: appareils prévus pour étre utilisés dans les environgements
résidentiels et dans les établissements connectés directement a un réseau d'alimentation
électrique a basse tension alimentant des batiments a usage domestique.

Les appareils de classe B doivent respecter les limites de la classe B.

5.3 Documentation pour l'utilisateur

Le fabricant et/ou le fournisseur de l'appareil doivent s’assurer que/utilisateur est informé de
la classe et du groupe de l'appareil, soit par un marquagés soit par la documentation
accompagnhant I'appareil. Dans les deux cas, le fabricani™et/ou le fournisseur doivent
expliguer dans la documentation accompagnant I'appareilfla-signification de la classe et du
groupe.

La documentation accompagnant 'appareil doit cantenir des détails sur les précautions que
l'acheteur ou I'utilisateur est tenu de prendreZpour assurer que le fonctionnement et
l'utilisation normale de [I'appareil ne provoquent pas de brouillage radioélectrique
préjudiciable. Dans le cadre de la présente-Norme, ces détails concernent des informations
relatives:

e ala possibilité de brouillage radioélectrique provenant du fonctionnement d'un appareil de
classe A dans certains environnements,

e aux précautions particulieres’a prendre lors du raccordement d'un appareil de classe A a
un réseau d'alimentation *electrique a basse tension (voir la note de bas de page a et la
note de bas de page b.du Tableau 2, la note de bas de page b du Tableau 3 et la note de
bas de page a du Tableau 6, respectivement),

e aux mesures quixpeuvent étre prises au niveau de l'installation pour réduire les émissions
provenant d'un.appareil de classe A installé (voir la note de bas de page b du Tableau 2 et
la note de bas-de page a du Tableau 8).

Pour les appareils de classe A, les instructions d'utilisation qui accompagnent le produit
doivent contenir le texte ci-dessous:

Attention: Cet appareil n'est pas destiné a étre utilisé dans des environnements
résidentiels et peut ne pas assurer la protection adéquate a la réception
radioélectrique dans ce type d'environnements.

6 Valeurs limites des perturbations électromagnétiques

6.1 Généralités

Pour les mesurages réalisés sur des sites d'essai normalisés, les exigences spécifiées ici
constituent les exigences pour les essais de type.

Les appareils de classe A peuvent étre mesurés soit sur un site d'essai, soit in situ, selon la
préférence du fabricant.
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NOTE 1 En fonction de la taille, de la complexité ou des conditions de fonctionnement de l'appareil, certains
appareils peuvent devoir étre mesurés in situ afin de démontrer la conformité aux limites de perturbations
rayonnées spécifiées dans la présente Norme.

Les appareils de classe B doivent étre mesurés sur un site d'essai.

NOTE 2 las limitas ont &t8 ddétermindas cur 1ng hacg nrohahilictg gn tgnant caomntg dg 1o nraohaohilitd dg
1o T g g

brouillage. En cas de brouillage, des dispositions complémentaires peuvent devoir étre appliquées.

La limite inférieure doit étre appliquée a toutes les fréquences de transition.
Les appareils et les méthodes de mesure sont spécifiés aux Articles 7, 8 et 9.

Lorsque la présente norme fournit des options pour des exigences d'essais particuliefes ‘avec
un choix de méthodes d'essai, la conformité peut étre indiquée par rapport asune des
méthodes d'essai a l'aide des limites spécifiées et avec les restrictions fournies dans les
tableaux correspondants. Si l'appareil doit étre de nouveau soumis a l'essai, il convient

d'utiliser la méthode d'essai initialement choisie, de maniére a garantir_la, cohérence des
résultats.

6.2 Appareils du groupe 1 mesurés sur un site d'essai
6.2.1 Limites des perturbations conduites

6.2.1.1 Généralités

L'appareil en essai doit satisfaire:

a) soit a la fois a la limite en valeur moyenne spécifiée pour les mesurages effectués avec
un détecteur de valeur moyenne et a la limité.de quasi-créte spécifiée pour les mesurages
effectués avec un détecteur de quasi-créte (voir 7.3); ou

b) a la limite en valeur moyenne lorsqu'un détecteur de quasi-créte est utilisé (voir 7.3).

Les limites des accés d’alimentation<n“courant continu & basse tension spécifiées ci-apres
s'appliguent uniqguement aux types d'appareils ci-aprés:

a) les équipements de conversion de puissance destinés a étre montés dans les systémes
de production d'énergie photovoltaique;

N

b) les convertisseurs dezpuissance connectés au réseau (GCPC) destinés a étre montés
dans les systémes dé&'stockage d'énergie.

6.2.1.2 Plage de fréquences comprises entre 9 kHz et 150 kHz

Dans la plagé de fréquences comprises entre 9 kHz et 150 kHz, les limites ne sont pas
spécifiées.

6.2.13 Plage de fréquences comprises entre 150 kHz et 30 MHz

Les limites pour les tensions perturbatrices aux accés d'alimentation secteur en courant
alternatif a basse tension dans la plage de fréquences comprises entre 150 kHz et 30 MHz
pour les appareils mesurés sur un site d'essai en utilisant le réseau fictif d'alimentation
50 Q/50 uH (AMN en V) du CISPR ou la sonde de tension du CISPR (voir 7.3.3 et la Figure 1)
sont indiquées au Tableau 2 et au Tableau 4.

Les limites pour les perturbations conduites aux accés d'alimentation en courant continu a
basse tension dans la plage de fréquences comprises entre 150 kHz et 30 MHz pour les
appareils mesurés sur un site d'essai utilisant le réseau 150 Q du CISPR (DC-AN)
(voir 7.3.2.3 et I'Annexe |) ou la sonde de courant (voir la CISPR 16-1-2) sont indiquées au
Tableau 3 et au Tableau 5.
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Tableau 2 — Limites de tensions perturbatrices pour les appareils de classe A, groupe 1,
mesurées sur un site d'essai (accés d’alimentation secteur en courant alternatif)

-121 -

Puissance assignée de Puissance assignée de Systémes et appareils
<20 kVA € > 20 KVA & < 75 kKVA & € électroniques haute
B B puissance, puissance
Plage de assignée de
fréquences > 75 kVA b ¢
MHz T - T
Quasi-créte Valeur Quasi-créte Valeur Quasi-créte Valeur
moyenne moyenne moyenne
dB(nV) dB(uV) dB(nV) dB(nV) dB(nV) dB(nV)
0,15 - 0,50 79 66 100 90 130 120
0,50-5 73 60 86 76 125 195
90 80
décroissant linéairement
5-30 73 60 avec le logarithme de la 115 105
fréquence jusqu’a
73 60

A la fréquence de transition, la limite la plus sévére doit étre appliquée.

Pour les appareils de classe A destinés a étre connectés uniquement aux rés€aux industriels de distribution
d’énergie a neutre isolé ou mis a la terre & impédance élevée (voir I'lEC 60364-1), les limites pour les appareils
avec une puissance assignée > 75 kVA peuvent s’appliquer, quel que sojt.Jeur puissance assignée effective.

NOTE La puissance d'entrée ou de sortie assignée de 20 kVA, corfespond, par exemple, a un courant
d’environ 29 A par phase dans le cas de réseaux d'alimentation triphasés de 400 V, et & un courant d’environ
58 A par phase dans le cas de réseaux d’alimentation triphasés-de 200 V.

&  Ces limites s'appliquent aux appareils de puissance assignée > 20 kVA et destinés & &tre connectés & un

transformateur ou un générateur de puissance dédie.et qui ne sont pas reliés aux lignes électriques
aériennes a basse tension (BT). Pour les appareils qui ne sont pas destinés a étre connectés a un
transformateur de puissance spécifique a I'utilisateur, les limites pour une puissance assignée < 20 kVA
s'appliquent. Le fabricant et/ou le fournisseur doivent fournir des informations sur les mesures d'installation
qui peuvent étre utilisées pour réduire les_ émissions provenant de I'appareil installé. En particulier, il doit
étre indiqué que cet appareil est destiné~a\étre connecté a un transformateur ou générateur de puissance
dédié et non a des lignes électriques aériénnes a basse tension.

Ces limites s'appliquent uniquement aux systémes et appareils électroniques haute puissance de puissance
assignée supérieure a 75 kVA, s'ils sont destinés a étre installés comme suit:

e [linstallation est assurée a(partir d'un transformateur ou générateur de puissance dédié, et qui n'est
pas connecté a des lignes électriques aériennes a basse tension (BT),

e linstallation se situé’physiquement a au moins 30 m des environnements résidentiels ou en est
séparée par une structure faisant office de barriére contre les phénoménes de rayonnement,

e le fabricant et/lou le fournisseur doivent indiquer que cet appareil satisfait aux limites de tensions
perturbatrices-pour les systémes et appareils électroniques haute puissance de puissance d'entrée
assignée »\75 kVA et donner des informations relatives aux mesures d'installation a appliquer par
I'installateur. En particulier, il doit étre indiqué que cet appareil est destiné a étre utilisé dans une
installation alimentée par un transformateur ou générateur de puissance dédié et non par des lignes
aériennes a basse tension.

C  Le-choix de I'ensemble approprié de limites doit reposer sur la puissance en courant alternatif assignée

définie par le fabricant.
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Tableau 3 — Limites de perturbations conduites des appareils de classe A, groupe 1,
mesurées sur un site d'essai (acces d’alimentation en courant continu)

-122 -

Plage de [Puissance assignée Puissance assignée de Puissance assignée de
fréquences de >20kVAa<75kVA &b > 75 kVA & b
MHz <20 kVA @
Limites de tension Limites de Limites de Limites de Limites de courant
tension courant tension
Quasi- Valeur | Quasi- | Valeur | Quasi- | Valeur | Quasi-| Valeur Quasi- Valeur
créte |moyenne| créte |moyenne| créte |moyenne| créte |moyenne|l créte |moyenne
dB(uV) | dB(nV) [ dB(nV) | dB(uV) | dB(pA) | dB(pA) [dB(uV) [ dB(uV) [ dB(pA) | dB(uA)
0,15 97 84 116 106 72 62 132 122 88 78
a a a a a a a a a a a
5 89 76 106 96 62 52 122 112 78 68
5 106 96 62 52 122 112 78 68
a 89 76 a a a a a a a a
30 89 76 45 32 105 92 61 48

Dans certaines plages de fréquences, les limites indiquées dans ce tableau dimipuent de maniéere linéaire avec le
logarithme de la fréquence.

a

Le choix de I'ensemble approprié de limites doit reposer sur la puissance.en courant alternatif assignée définie
par le fabricant.

Ces limites s'appliquent aux appareils de puissance assignée > 20 kVA et destinés a étre installés dans un
grand systeme de production d'énergie photovoltaique par un professionnel. Dans le manuel accompagnant le
produit, le fabricant et/ou le fournisseur doivent fournir desyinformations sur les mesures d'atténuation qui
peuvent étre utilisées pour réduire les émissions générées par.les appareils installés, avec pour objectif d'éviter
les brouillages préjudiciables pour la réception radio a upe distance de 30 m de l'installation. Il doit notamment
étre indiqué que cet appareil peut étre équipé d'un filtrage-supplémentaire et que l'installation est physiquement
séparée de plus de 30 m des environnements résidentiels. L'installateur est invité a vérifier I'installation
atténuée par rapport aux mesurages in situ de la CISPR 11 comme indiqué a I'article 6.4 de la présente Norme.

Tableau 4 — Limites de tensions perturbatrices pour les appareils de classe B, groupe 1
mesurées sur un site d'essai (acceés d’alimentation secteur en courant alternatif)

Plage de fréquences Quasi-créte Valeur moyenne
MHz dB(uV) dB(nV)
66 56
décroissant linéairement avec le décroissant linéairement avec le
0,15 - 0,50 ] . . s . . . s
logarithme de la fréquence jusqu’a | logarithme de la fréquence jusqu’a
56 46
0,50.~5 56 46
5-< 30 60 50
A la fréquenice de transition, la limite la plus sévére doit étre appliquée.

Pour, les générateurs de rayons X utilisés pour le diagnostic et fonctionnant de facgon
intermittente, les limites de quasi-créte du Tableau 2 ou du Tableau 4 peuvent étre relachées

de 20 dB.
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Tableau 5 — Limites de tensions perturbatrices pour les appareils de classe B, groupe 1
mesurées sur un site d'essai (acces d’alimentation en courant continu)

Plage de fréquences Quasi-créte Valeur moyenne
MHz dB(unV) dB(nV)
84 74
décroissant linéairement avec le décroissant linéairement avec le

0,15 - 0,50 ] . . s . . . s
logarithme de la fréquence jusqu’a | logarithme de la fréquence jusqu’a

74 64

0,50 — 30 74 64

S'agissant des mesurages réalisés au niveau des acces d’alimentation en courant continu, BT,
les criteres d'applicabilité s'appliguent conformément au Tableaul9.

Tableau 19 — Applicabilité des mesurages aux acces d’alimentation en courant continu

Longueur de

cable L Appareils de classe A groupe 1

Appareils de classe B groupe 1

L<3m Aucun mesurage n'est exigé Aucun mésurage n'est exigé

Pour les mesurages, les limites figurant dans le

Pour les mesurages, les limites figurant
Tableaw,3"s'appliquent, excepté pour @

dans le Tableau 5 s'appliquent

3m<L<30m La plage“de fréquences pour le mesurage

débute a une fréquence égale a:
f(MHz) = 60/L

La plage de fréquences pour le mesurage
débute a une fréquence égale a:

f(MHz) = 60/L

Pour les mesurages, les limites figurant dans le

Pour les mesurages, les limites figurant
Tableau 3 s'appliquent &

L=30m dans le Tableau 5 s'appliquent

L: longueur maximale d'un cable (en meétres) connecté & un acces d'alimentation en courant continu basse
tension, et équipé du produit ou conformément aux” spécifications du fabricant. Dans le cas ou aucune
longueur maximale de cable n'est spécifiée, L doif €tre considérée comme une valeur supérieure a 30 m.

Ce tableau s'appligue a moins que des condjtions particuliéeres ne soient fournies dans la norme de produit
applicable donnant lieu au minimum au mémeyniveau de protection de la réception radioélectrique. Les normes
de produits peuvent définir des conditions_pafriculiéres selon leur application particuliere dans le but d'éviter les
rayonnements.

3  Aucune limite ne s'applique si I'appareil est installé en utilisant de bonnes pratiques techniques pour ce qui
concerne la CEM.

Les bonnes pratiques techniques\sont, a titre d’exemple, les suivantes:
— la configuration des lignes'diacces CC symétriques,

— linstallation interne au_batiment,

— les chemins de cables métalliques reliés a la terre,

— l'utilisation de.cables blindés,

— prévoir une'digtance de séparation faisant office de barriere par rapport a I'environnement résidentiel (par
exemple d'une valeur supérieure a 30 m).

Si I'exception ™ est utilisée, l'installateur peut se référer & la CISPR 11 pour les mesurages in situ.

6./2-2 Valeurs limites du rayonnement électromagnétique perturbateur

6.2.2.1 Généralités

Les appareils en essai doivent respecter les limites de quasi-créte quand un détecteur de

guasi-créte est utilisé.

6.2.2.2 Plage de fréquences comprises entre 9 kHz et 150 kHz

Dans la plage de fréquences comprises entre 9 kHz et 150 kHz, les limites ne sont pas
spécifiées.
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6.2.2.3 Plage de fréquences comprises entre 150 kHz et 1 GHz

Dans la plage de fréquences comprises entre 150 kHz et 30 MHz, les limites ne sont pas
spécifiées.

I mY ] ] <l £ A ol <l 20 ML l IH MY Ll I -G | +
Udito Ta PpTaygtT UTHITCTYUYUTTILTS AUTUTOoSUS UT OU IVITTZ, TCTOS 'THTITITS S dYNITUTTIU ad Ta LUTTTPUSArtttT

d'intensité du champ électrique du rayonnement électromagnétique perturbateur.

Les limites du rayonnement électromagnétique perturbateur dans la plage de fréquences de
30 MHz a 1 GHz pour les appareils de classe A et de classe B, groupe 1, sont respectivement
spécifiées au Tableau 6 et au Tableau 7. Des recommandations en matiére de protection‘des
services radio spécifiquement liés a la sécurité sont données a I'Annexe E et au Tableal E:1.

Sur un site d’essai en champ libre (OATS) ou dans une chambre semi-anéchoigue (SAC),
I'appareil de classe A peut étre mesuré a une distance nominale de 3 m, de 1@:m ou de 30 m
(voir les indications du Tableau 6), et I'appareil de classe B a une distance-neminale de 3 m
ou de 10 m (voir les indications du Tableau 7). Une distance de mesure inférieure a 10 m est
autorisée uniquement pour les appareils conformes a la définition "péetit” matériel" donnée
en 3.17.

Dans une chambre totalement anéchoique (FAR), un appareil de classe A ou de classe B
peut étre mesuré a une distance nominale de 3 m (voir les lindications du Tableau 6 et du
Tableau 7), a condition que I'EUT entre dans le volume.d'essai validé de la chambre
totalement anéchoique donnée. Conjointement avec les ‘mesures conformes a la présente
norme, l'utilisation de la chambre totalement anéchoique\est limitée a I'appareil de table.
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